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CLA工M OF PR工Ofミ工TY

The present app工ica七ionc工aims priority from Japanese 

Patent App工ica七ionJP 2010-126877 fi工edon June 2, 20ユ0,

the con七en七 ofwhich is hereby incorpora七edby reference 

in七o 七hisapp工ica七ion.

工G BACKGROUND OF THE 工NVENT工ON

工. Fie工d of七he 工nven七ion

The presen七 inven七ionre工a七es七O a disp工aydevice. The 

inven七ionpar七icu工ar工Y どe工ates七o a 七echniqueof f aci工i七a七in守

七heinspec七ionfor signa工 in七erconnec七S f oどmedin七heregion 

工5 outside detec七ionand disp工ayaどeas for七hedisp工aydevice. 

2. Descrip七ionof七hePrior Ar七

A 工iquidcrystal disp工aypane工 isconfエguredsuch七ha七

a firs七 subs七どa七e is opposed七o second subs七rateby way of a 

liquid crystal 工ayer, in which ℃he first subs七どa七e (TFT 

20 substra七e) is foどmedwi七h 七hinf i工m 七どansis七ors, pixel 

e工ectrodes, e七c. and七hesecond subs七どa七e (co工orf i工七er

subs七ra七e) is formed with co工orf i工七eどs, e七c. The 工iquid

Cどys七a工 disp工aypanel havinョsuch a s七どUC七ureis rnanufac七ured

as f o工工ows. The firs七 subs七どa七e (TFT substra七e) , which 

2 5 contains circui七 pa七七ernsfor 七he 工iquidcどys七a工 disp工ay
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2 

devices by a p工ura工土七y numbeど of shee七s, is bonded 七o 七he

second subs七主a七e (co工orf i工七eど subs七rate) inc工udingco工or

f i工七ers, e七c., wheどe 工二LqUェd crys七a工S aどe sea工edbetween 七he

subs七ra七es. The七hus-forrnedq工ass subs七ra七e is七hencu七 on

5 every工iquidcrys七a工 disp工aydevice ．工f chipping Oど Cどackis 

f oど立ieda七七heend of七heg工asssubs七ra七e a七七hecu七七ings七ep

or during hand工inヨof 七heg工ass subs七どate, a prob工emwi七h

in七eどconnec七 defectarises in which signa工 in七erconnec七S

f oどmedover七hesubs七どa七e are disconnec七eda七七hesame七ime

10 wi七h occurrence of subs七ratechipping or cracking. 

工n a disp工aydevice rnoun七edon a rnobi工e infoどma七ion

七eどrninal, a cooどζiinateェnpu七 devicere王eどred七o as a 七ouch

pane工 is a七七ached七O 七he 工iquidcrys七a工 disp工aypanel on the 

side of 七hedisp工aysurf ace and so image disp工ayis genera工工Y

15 con七どol工edbased on 七heinfoどma七ionprovided by七hedisp工ay

image and七hecon七actposi七ion. The七ouchpane工 hassuch a 

s七どUC七Uどe 七ha七 e工ec七rodesare f oどmedin a de七ectionre守ion

oveど a g工asssubs七どa七e and signa工 in七erconnec七S for supplyinヨ

driving signa工S 七0 七hee工ec七rodesare f oどmeda七七heperiphery 

20 of七hedetec七ionregion. Accordingly, a prob工emwi七h

25 

in七eどconnec七 defec七 ar工sesin which the signa工土n七erconnec七s

are disconnec七eda七七hesame七irnewi七h occurrence of subs七ra七e

chipping oど crackingas is the case wi七h 七he工iquidcrys七a工

disp工aypane工．

JP-A-2002-350896, foど examp工e, dis C工osesa 工iヨuid
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Cどys七a工 disp工aydevice as a me七hodof de七ec七ingsuch 

in七eどconnectdef ec七. The 工iquidcどys七a工 disp工aydevice 

described in JP-A-2002-350896 is configured as fo工工ows.

Common in七erconnec七s arどangedin para工工e工 are connec七ed七0

5 each o七heど a七七heperipheどa工 edgepoど七ionof七hedisp工ay

SCどeenand 七hed工sp工aySCどeenェs formed wヱ七h an openinョa七 a 

centra工 por七ionthereof, thereby enab工ingde七ec七ionof 

disconnec七ionof七hecommon inteどconnec七s using an array 

七echnique.

工O Fuど七her, JP-A-1997-80478 disc工osesa 七echniqueof 

de七ectingshor七一ciどcui七 o王 drain工inesby using a provisional 

in七erconnec七 formed in paどa工工elwith ga七e 工ines. Fur七heど， JP-

A-1995-152043 discloses a 七echniqueof forming a 工iquid

crys七a工 disp工aydevice pa七七eどn by a p工ura工土七y number of shee七S

15 per one g工asssubs七ra七e. 工n such a 七echnique, when七heg工ass

substrate is divided in七o 工iquidcどys七a工 disp工aydevices a七 a

cu七七ings七ep, common in七erconnec七s for connec七ing

20 

in七erconnec七s to each o七herare provided for regions where the 

工iquidcrys七a工 disp工aydevices are sepaどa七ed.

sm必1ARYOF THE 工詩VENT工O註

Since 七hetouch pane工 is a七七ached七0 七he 工iquidcrys七a工

disp工aypane工 on七heside of七hedisp工aysurface and adapted 

七o de七ec七 anopera七or’s inpu七 ins七rue七ion, a 工igh七 shie工ding

25 fi工m is disposed a七七hepeどipheryof a de七ec七ionregion so as 
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七o coveど七heregion in which七hein七eどconnec七工egion, e七c. are 

formed. 工f 七he七ouchpane工ェs a七七ached七0 七heliquid cどys七a工

disp工aypane工 onthe side of七hedisp工ay，七herefoどe，七he

in七erconnectどegionis 工oca七edbe七ween七he工ightshielding 

5 f i工m and七he工iquidcrys七a工 displaypane工. This makes i七

ex七remelydif f icu工七七o perf oどm visua工 inspee七ionfoど

disconnection of signa工 in七eどconnectsa七七ribu七able亡。

subs七ra七e chipping oど cracking. Therefoどe, i七 isdif f icu工七七o

dis coveど， un七土工七hef ina工 inspec七ion七ha七 requiresmuch七ime

工G for inspection, disconnec七ionof signa工土n七erconnectswhich 

possibly occur af七eど bonding of 七he 工土quidcrystal disp工ay

pane工七o the七ouchpane工. Wha七 isneeded is a simp工e

in spec七ionme七hod.

On七heo七herhand, since七heme七hoddescribed in JP-A-

15 2002-350896 requiどesinspection on every signal in七erconnec七，

土七 may七akeextreme工ymuch 七imeas is 七hecase wi七h the f ina工

inspection. 工n contどas七， none of JP-Aー工997-80478and JP-Aー

エヨヨ5ー工52043inc工udesa descrip七ionabou七七heinspec七ionof 

signa工 in七eどconnec℃s.

20 The pどesentinven七エonhas been made in view of七he

prob工emsdescribed above, and the objec七 of七heinven七ionis 

七oprovide a 七echniquethat can simply de七erminepass/fai工uどe

of signa工 in七erconnec七s for chipping or Cどackin雪 ofa 

subs七ra七e wi七hou七 increaseエロ七henumber of manuf ac七uring

25 steps. 
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｛工） To solve七hepどob工emsdescribed above ，七hepresen七

inven七ionprovides a disp工aydevice compどising: 

a coordinate inpu七 deviceincluding 

a 七どansparen七 subs七ra七e having detec七ione工ec七rodes

5 disposedェn a de七ec七工onregion corresponding七o a con七ac七

posi七ion, 七he七どanspaどen七 subs七ratehaving a firs七 signa工

in七erconnec七 disposedin a reョionou七Side七hede七ec七ionregion, 

七hefirs七 signa工 in七erconnec七 havingone end connec七ed七o 七he

de七ec七ione工ec七rodesand being formed wi七h a firs七 elec七rode

工O 七ermina工 a七七heo七herend七hereof, and 

a f工exibleinterconnec七 subs七ど＆七e connec七ed七o 七he

f i工S七 e工ec七rodetermina工， 七heflexible in七erconnec七 subs七どa七e

used for supplying a driving signal to七hedetec七ion

e工ec七どodesby way of 七hefirs七 signa工 interconnect and 

15 ex七rac七inga de七ec七ionsigna工 from七hede七ec七ionelec七rodes;

and 

a disp工aypane工 forimage disp工aybased on a video 

signa工 froman ex七erna工 sys七em，七hecoordina七e inpu七 device

being disposed on七hedisp工aypanel a七七heside of a disp工ay

20 SCどeen;

wheどein七hecooどdina七e inpu七七ingdevice has a second 

signa工 in七eどconnec七 disposedoutside七hefirst signa工

in七erconnectbu七 near七hepeどiphera工 edgeof七hetransparen七

subs七どa七e, 七hesecond signal in七erconnec七 SUどrounding七hearea 

2 5 where the de七ec七ionre守ionis inc工udedand七hefirs七 signa工
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6 

in七erconnec七 isformed，七hesecond signa工 in七erconnec七 being

opened at opposi七e ends ℃hereof and beェngconnec七edto 

re spec七ivee工ec七rodetermina工s for inspec七iona七七heopen ends, 

and 

wherein七hesecond signaエェn七erconnec七三s f oどmedof a 

七hinconduc七ivefi工m disposed a工ong七heperiphera工 edge

poどtionof 七he七ransparen七 subs七どa七e.

(2) To so工vethe prob工emsdescribed above ，七hepresent 

inven七ionf uど七heど provides a disp工aydevice comprising: 

10 a firs七 subs七どa七e formed with 

a p工ura工土七Y of video signa工工ines,

a p工ura工i七y of scanning si守naエエinesin七ersec七in雪

七hevideo signal lines, 

e工ec七どodeterminaユS どeceivinga driving signa工 and 

工5 a con七ro工 signa工 fどom七hevideo signa工工ines，七hescanning 

20 

25 

si守na工工ines, and an ex七erna工 system, and 

a 七hirdsigna工 in七erconnec七 connec七ingthe video 

signa工工inesand七hescanning signa工工ineswi七h 七heelec七rode

七ermina工s; and 

a f工exib工e in七erconnectsubs七ra七e connected七o 七he

f iどS七 subs七ra七e, 七hef lexib工e in七erconnectsubs七どateused for 

supp工yingthe driving signa工七0 七hevideo signa工工inesand七he

scanning signal 工inesby way of 七hee工ec七どode七ermina工S and 

七he七hirdsigna工 in七eどconnect;

a region surrounded by the video signal工inesand七he
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scanning signal lines bein守 a pixe工 aどea;

a region where七hepixe工s aどe f oどmedin a ma七rixbeing 

a disp工ayaどea;

七he七hiどd signa工 in七erconnec七 bein雪 foどmedin a region 

5 Olユ七side七hedisp工ayarea; and 

a four七h signa工 in七erconnec七 disposedou七side七he七hird

signa工 in七eどconnectbu七 near七heperipheどa工 edgeof the 

七主ansparent subs℃ra七e, 七hefour七h signa工 in七eどconnec七

surrounding the area where七hedisp工ayaどeais inc工udedand 

10 七he七hirdsignal interconnec七 is formed，七hefour七h signal 

in七erconnec七 beingopened a七 opposi七e ends七heどeofand being 

connec七ed七o re spec七ivee工ectrode七eどmina工s for inspection a七

七heopen ends; 

wherein七hefour七h signal in七erconnec七 isformed of a 

15 conduc七ive七hinf i工m disposed a工ong七heperipheral edge 

por七ionof 七he七どansparen七 subs七どa七e.

Accordinヨ七o 七hepどesen七 inven七ion, pass/fai工ureof 

signa工 in七erconnec七S for subs七工a七e chipping or cどackingcan 

simp工y be examined wi七hou七 increasein the number of 

20 manufac七uringsteps. 

Other effects of the inven七ionwil工 becomeapparen七

wi七h ref eどence七O 七heen七iredescどip七ionin七hespecif ica七ion.

BR工EF DESCR工PT工ON OF THE DRAW工NGS

25 Fig. 工 isa Cどoss sec七iona工 viewf oど exp工aining七he
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en七irecons七itu七ionof a 工iquidcどys七a工 disp工aydevice as a 

disp工aydevice according七o Embodiment 工 of七heinven七ion;

Fig. 2 is a diagどamfoど exp工ainingthe schema七ic

cons七土七u七ionof 七he 工iquidcrys七aldisp工aypane工 of Ernbodirnen七

5 1; 

Fig. 3 is a diagどamfor exp工aining七heschema七ic

constitu七ionof a touch pane工 according七o Ernbodimen七工；

Fig. 4 is a view in which chipping occurs in a 七hird

subs七どa七e of a touch pane工工n the 工iquidcrys七aldisp工ay

エo device of Ernbodimen七工 shownin Fig. 3; 

Fig. 5 is a diagどamfor exp工aininga schematic 

constitu七ionof a 七ouchpanel in a disp工aydevice according七O

Ernbodimen七 2 of七heinven七ion;

Fig. 6 is a diagram for exp工aininga schema七ic

工5 cons七itu七ionof a 七ouchpanel in a disp工aydevice according七0

Embodiment 3 o王七heinven七ion;

20 

Fig. 7 is a diagどamfor exp工aininga schema七ic

constitu七ionof a 七ouchpane工 ina disp工aydevice accoどding七o

Ernbodimen七 4 of七heinven七ion;

Fig. 8 is a diagram for exp工aininga schema七ic

cons七土七u七ionof a f工exibleprin七edsubs七どa七e in a tough pane工

of Ernbodimen七工F and 

Fig. 9 is a diagどamfor exp工aininga schematic 

cons七itu七ionof a 工iquidcrysta工 disp工aypane工 asa disp工ay

25 device according七0 Ernbodimen七 5of七heinven七ion.
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DESCR工PT工ONOF PREFERRED EMBODIMENTS 

Pref erred embodimen七s of 七hepどesen七 inven七ionwi工工 be 

described wi七h どefeどenceto 七hedrawings. 工n 七hef o工工owing

5 exp工ana七ion, iden七ica工 cons七土七uen七 e工emen七s carどy 七hesame 

どeferences for which dup工ica七e des cどip七ionsare 七O be omi七七ed.

(Embodimen七 1)

(En七ireconsti七u七ion)

Fig. 1 is a cross sec七iona工 viewfor exp工aining七he

10 en七irecons七itu七ionof a 工iquェd crysta工 dエsplaydevice as a 

disp工aydevice accoどdin雪 toEmbodimen七工 of七heinven七ion, and 

七hedisplay device of七heEmbodimen七工 willbe desc工ibedwi七h

どeference七o Fig. 1. The cons七エ七u七エonO七her七han七ha七 of 

de七ec七ionin七erconnec七s in七he 工iquidcどys七a工 disp工aydevice 

工5 of Embodimen七ユ is iden七ica工 wi七h 七hatof we工工－knownliquid 

crys七a工 displaydevices. Accoどding工y，七hede七ec七ion

in七eどconnec七 wil工 be described specif ica工工y in 七hef o工工owing

description. Fur七her, X, Y, and Z in七hedrawing show X axis, 

Y axis, and Z axis respec七ive工y. Fur七heど， whiledescrip七ion

20 of Embodimen七 1 i s 七o be made of a liquid crys七a工 display

pane工 as七hedisp工aypane工，エ七エs no七 res七ric七ed七here七o bu七

may a工sobe a consti七utionusing, for examp工e, an oどganicEL 

disp工aypane工， e七C． 

As shown in Fig. 工， a disp工aydevice of Embodimen七工

25 inc工udesa 工iquidcどys七a工 displaypane工 PNL, and a capaci七ive
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七ouchpane工 (coordina七e inpu七 deマice) TP a七七ached七o 七he

工i司uidcrys七a工 disp工aypane工 PNLon七heside of七hedisp工ay

surface (fron七a工 side). The display devエcecan de七ec七七he

coordinate posi七ionin七hedirec七ionXY on七he 工iquidCどys七a工

5 disp工aypanel PNL. The エェquidCどysta工 dェsp工aypanel PNL is 

bonded七0 七hetouch pane工 TPby a 七ransparent，七ha七 is，工ight

perrneab工e adhesive ADL. On七heother hand, a back工ightdevice 

BL is disposed on七heliquid crys七aldisp工aypane工 PNLon七he

side of七heback suどfaceopposi七e 七hedisp工ay SUどface.

工O However，七he七ouchpane工 TPis no七どestric七ed七0 七he

capaci七ive七ypebut may be a 七ouchpane工 ofo七her七ypesuch as 

a resis七ive七ype. Fur七her, foど bondingof七heliquid crys七a工

disp工aypane工 PNLand七he七oughpanel TP, a pressure sens i七ive

adhesive such as a si工iconge工 whichcan be pee工edandどe-

15 bonded may a工sobe used ins七eadof七headhesive ADL. 

The工iquidcrys七a工 displaypane工 P諒L includes a firs七

subs七ra七e SUBl and a second subs七ra七e SUB2. The subs七どa七es

SUB工 and SUB2 are opposed by way of a 工ェquidcrys亡a工 la yeど

(no七土工工ustra七ed). The firs七 subs七どa七e SUB工 is 工arョeど七han

20 七hesecond subs七ra七e SUB2 in七hediどectionof Y axis. A 

driving ciどcuitDRl and a f工exibleprin七edsubstどateFPCl are 

disposed on the firs七 subs七ra七e SUBl on七he S工deof七hemain 

surface (liquid crys七a工 surface) coどresponding七0 七he どegion

grea七eど than七hesecond subs七ra七e SUB2，七ha七 is, exposed from 

25 七hesecond subs七ra七e SUB2. The driving ciどcui七 DR工 supp工ies
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driving signa工s 七o pixe工s (no七 i工工us七どa七ed). The f工exib工e

pr in七edsubs七ra七e FPCl supplies externa工 sェgna工S, e七c. 七O 七he

dどivingcircuit DR工． Fur七her, we工工－knownpo工arizingp工a七es

POL are disposed on七hefirst substra七e SUB工 onthe side of 

5 七heback surf ace ，七hatis, on the side of the backlight device 

BL, and on七hesecond subs七rateSUB2 on七heside of七he

display suどfacerespec七ive工y.

On七heo七heど hand，七he七ouchpane工 TPincludes a 七hiどd

subs七工a七e SUB3. A de七ec七ione工ec七どode (not i工工us七ra七ed) for 

10 de七ec七inga con七ac七 posi七ionis formed on七heside of七hemain 

SUどfaceof七he七hirdsubs七ra七e SUB3，七ha七 is, on七heside of a 

vi eweど． A f工exib工e pどin七edsubs七どa七e FPC2 is connec七edto 七he

end of 七he七hirdsubs七どa七e SUB3. The flexib工e pr in七ed

substra七e FPC2 inc工udesa driving ciどcui七 DR2 for七he七ouch

工5 pane工 TPprovided on the side of七heteどmina工 surface. The 

driving circui七 D豆2 supp工iesdriving s iョna工s to a de七ec七ion

e工ec七rodeand detec乞sthe position of fingeど con七ac七 basedon 

七hecapaci七ancechange in driving signa工S supp工ied七o 七he

de七ec七ione工ec七rode. Fur七her, a light shie工dingplate LSP and 

20 a pどotec七ivepla七e （王どontpど0七ec七iveP工ate) PP are bonded七0

七he七hirdsubs七ra七e SUB3 by七headhesive ADL on七heside of 

七hemain surf ace七hereof.

(Cons七i七U七ionof 工iquidcrys七a工 displaypane工 and七ouchpanel) 

Then, a diagどamf oど exp工aining七heschematic 

25 cons七i七ロ七ionof the 工iquidcrys七a工 disp工aypane工 of Embodimen七
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工 is shown in Fig. 2. A diagどamfor exp工ainingthe schema七ic

cons七土七1ユ七ionof 七he七ouchpane工 of Embodimen七 1 is shown in 

Fig. 3. The 工iquidcrysta工 disp工aydeマiceof Embodimen七 1 wi工工

be described specif ica工工y wi七h reference 七O Figs. 2 and 3. 

5 Fig. 3 is a p工anview of the七ouchpanel of Embodiment 1 as 

viewed fどom七heside of七he 工iquidcrys七a工 displaypanel. X 

and Y shown in Fi守s. 2 and 3 represen七どespee七ive工y X-axis and 

Y-axis, which coどrespond七O X-axis and Y-axis shown in Fig. エ．

Referring七o Fig. 2，七he工iquidcどystaldisp工aypane工

10 PNL of Embodimen七エェnc工udesa firs七 subs七ra七e SUBl, a second 

subs七どa七e SUB2, and a 工iquidcrys七a工工ayer (no七 i工lus七どa七ed). 

The first subs七ra七e SむBl is f oどmedwi七h pixe工 e工ec七どodes PX, 

七hinf i工m 七どansis七orsTFT, e七c. The second subs℃ra七e SUB2 is 

formed with a co工orf i工七er (no七土工工ustra七ed) and a b工ack

15 matrix, the second subs七ra七e SUB2 being opposed七0 七he王irst

substra七e SUBユー The 工iquidcrys七a工 layer (no亡 i工工us七どa七ed) is 

pu七 between七hefirs七 substrate SUB工 and七hesecond subs七どa七e

SUB2. Fuど七her, an uni工工us七どa七edbackligh七 uni七 (back工igh七

device) as a 工土ョh七 source for 七he 工iquidcrys七a工 disp工aypane工

2む PNLis provided on七heside of the reaど face. Such a 

back工ightis combined wi七h 七he工iquidcrys七a工 disp工aypane工

PNL so as七o provide ェmagedisp工ay. The firs七 subs七ra七e SUB工

and七hesecond subs七ra七e SUB2 are fixed by means of a sea工

member SL app工iedin a c工どcularshape a七七hepeどipheryof七he

2 5 second subs七工a七e and a工sothe 工土quidcrys七a工 is sea工ed七hereby.
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工n 七hef o工工owingdescどip七ion, 七he 工iquidcどys七a工 disp工aypane工

PNL is a工soref erred七o as a 工iquidcrys七a工 disp工aydeγice. 

The f iどS七 subs七ra亡e SUBl and七hesecond subs七どa七e SUB2 

are genera工工Y f orrned, for examp工e, of a we工工 known g工ass

5 substrate as the subs七どa七e bu七七hema七eria工 isno七どes七ric七ed

on工y 七o 七heglass subs七ra七e bu七 other insu工a七土vesubstra七es

such as quaど七zq工assor p工as七エc (resin) may a工sobe used. For 

ex amp工e， 七heuse of ョuar七z g工assa工工ows七heprocess 

temperature to be increased. Thus七he七hinf i工m 七ransistor

10 TFT has a densified ga七e insula七ingf i工m，工eading七o

improvemen七 in どe工iabi工土七y. 工n con七ras七， 七heuse of a p工astic 

(resin) substra七e provides a liquid crys七a工 disp工aydevice 

工igh七 inweigh七 andsa七isfac亡0どy in impac七どesis亡ance.

Fur七her, 七he 工工quidcrys七a工 display pane工 PNL of 

工5 Embodimen七工 is such七ha七 a region formed wi七h disp工aypixe工S

(hereinaf七ersimp工y ref eどどed七o as pixel) foどmsa disp工ayaどea

AR in a region in which七he工iquidCどys七a工 is sealed. 

According工y, even if the工iquidcrys七al is sea工edin a region, 

七hatregion not formed wi七h 七hepixels and no七 usedfor 

20 disp工aydoes no七 serveas the disp工ayarea AR. 

工n 七he 工iquidcrys七a工 displaydevice of Embodimen七工，

scanning signa工工ines (ga七e 工ines) GL extends in七hedirec七ion

X and jux七aposedin the direc七ionY, while video signa工工ines

(drain工ines) DL ex七endsin七hedirec七ionY and jux七aposedin 

25 七hediどec七ionX in the suどfaceof七hef iどS七 substrateSUBl on 
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七heside of七he工iquidcrys七a工s and wi七hinthe disp工ayarea AR. 

A どec七an守u工arregion suどroundedby七hedrain工ineDL and七he

ga七e 工ineGL is a region where a pixe工 is f oどmedby which the 

pixe工s are arranged エn a ma七主工x wi七hェn 七hedisplay area AR. 

5 As shown in an en工aどgedview A智 of七hecirc工e A in Fiョ.2, 

each c王七hepixels has a 七hinf i工m 七ransis七orTFT, a pixe工

elec七rodePX, and a common e工ec七rodeCT. The thin fi工m

七どansis七orTFT is ON-OFF driven in response 七o a scanning 

signa工 from七hega七e 工ineGL. The pixe工 e工ectrodePX is 

エO supplied wi七h a video signa工 from七hedrain工ineDL by way of 

七hethin f i工m 七ransis七0ど TFTwhen i七 is七urnedON. The common 

e工ec七rodeCT is connec七edwi七h 七hecommon line CL and supp工ied

with a common sェgnalhav工nga po七en七ia工 asa reference七o 七he

po ten七ia工 of七hevideo signa工．

15 An elec七ricfie工d con七aininga componen七 para工工elto 

七hemain surface of the firs七 subs七rateSむB工 isgeneどa七ed

be七ween七hepixel e工ec七rodePX and七hecommon e工ec七rodeCT, 

七herebydriving工iquェd crys七a工rnolecu工es. Such a liquid 

crys七a工 disp工aydevice is known as a device capab工e of so-

20 ca工工edwide view ang工e disp工ayand is referred 七o as an 工PS

sys七em (including工PS-Prosystem), or a 工a七eどa工 e工ectricfie工d

sys七emin七ha七土七 has 七hespecif ici七y of the app工ica七ionof 

eユec七どicfield 七0 七he工iquidCどystal. Fuど七heど， the 工iquid

crys七a工 disp工aydevice of such a S七どUC七ureperf orrns display by 

25 a norma工工y b工ackdisp工aywエ七h which工ェgh七七ransmi七七anceis 
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minimized when七hee工ec七ricfie工d is no七 app工ied七0 七he 工iquid

Cどys七a工 (b工ackdisplay) and increase in 工ェgh七 transmi七七anceis 

enhanced by app工ying七hee工ec七ricfie工d. The 工iquidcrys七a工

disp工aypane工 mayalso be a ver七ica工 electricfie工d 七ypesuch 

5 as T詩 sys七emor VA sys七em. Wi七h such a ver七ica工 e工ectric

fie工d 七ype 工土quiddisp工aypane工， a common e工ec七どodeCT is 

forming on七hesecond substどa七e SUB2 on七heside of七hemain 

surface (on七heside of七he工iquidcrys七a工 SUどface) and drives 

liquid cどys七almo工eculesby an elec七どicfie工d genera七ed

ユO be七ween七hepixe工 e工ec七どodePX formed on七hefirs七 subs七rate

SUB工 and 七heco立町ione工ec七rodeCT f oどmedon 七hesecond 

subs七ra七e SUB2. 

Each of七hedrain lines DL and each of七hega七e 工ines 

GL are ex七endeda七七heirends beyond the sea工 ma七eria工 SL

工5 re spec七ive工y and connec七ed七C 七hedriving circui七 DR. 工n 七he

工iquidcrys七a工 disp工aydevice of Embodimen七三，七hedどiving

circui七 DRis f oどmedof a semiconduc七orchip and is moun七edon 

七hefirs七 subs七どa七e SUBl. However, 七he工iquidcrys七a工 disp工ay

device of Embodiment 工 maymount, on the f工exib工e pr in七eせ

20 subs七ra七e FPC, one or bo七h of a video sエ守口aldどivingcircui七

of OU七pu七七ing七hevideo signa工 and a scanning signal dどivin守

circuit of ou七pu七七ing七he scanning signa工 in七heform of a 

七apecarrier sys七emor a COF (chip on fi工m) sys七em, whereby 

七hedriving circuit is connec七ed七O 七hefirs七 subs七どa七e SUB工．

工n 七he S七どUC七ureof 七hecommon e工ec七工odeCT shown in 25 
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七heen工aどgedview A’F a co立浪lOnsigna工 is inpu七七edby way of 

七hecorrむlOn工ineCL 七o 七hecom立lOTIe工ec七どodesCT f orrned 

independent工y on every pixe工. Ho弘rever七hisis no七工irnita七ive

bu七七hecom担one工ec七rodesCT may be王orrnedso七ha七七hecommon 

5 e工ec七rodesCT for七hepェxelsdisposed in adjacen亡 witheach 

。七herin the direc七ionX aどe connec七eddirec七工y, and a common 

signa工maybe inpu七七edby way of the common 工ineCL f rorn one 

end or bo七h of righ七 andlef七 endsin the direc七ionX (end of 

七hef iどS七 subs七ra七e SUBl) . 

工0 (Cons七itu七ionof七ouchpane工）

As shown in Fig. 3，七he七oughpanel TP o王 Ernbodirnen七 l

also has a third subs七ra七e SUB3 cornprisin守 a f la七 transpaどen七

g工asssubs七rateoど plasticsubs七ra七e. The七oughpane工 TPhas 

e工ec七rodes f orrned on the七hirdsubs七ra七e SUB3 on七heside of 

15 七hemain surface七heどeof （工iquidcrys七a工 displaypane工） in 

七hisernbodirnen七． The e工ec七どodesaどe used七O de七ec七 a posi七ion

of contac七 wi七h an opera七or’s finger (not i工工us七どa七ed), e七c.

For exarnp工e, fiどstdetection e工ec七どodesYSE extend in七he

di rec七ionX and aどe juxtaposed in七hedirec七ionY for 

20 de七ec七in守七hecooどdinateposi七ionin七hedirec七ionY. Second 

de七ectione工ec七rodesXSE ex七endin七hediどec七ionY and are 

jux七aposedin七hedirec七ionX for de七ec七ingthe coordina七e

posi七ionin七hedirec七ionX, wi七h 七hee工ec七rodesYSE and 

elec七rodesXSE being エロ七ersec七edby way of an insu工a七ingf ilrn 

25 (no七 il工us七どa七ed). 工n Ernbodirnen七工，七hefirs七 de七ec七ion
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e工ec七どodesYSE and七hesecond de七ec七ionse工ec七rodeXSE are 

formed in the七ranspaどentregion TTA of七he七ouchpanel TP, 

七herebya工工owingfor de七ec七ionof 七hecoordina七e posi七ionsin 

七hedirection X and in七hedirec七ionY wi七hin七he七ransparen七

5 region TTA. Sェnee七he工工quidcrys七a工 display pane工 PNL is 

disposed a七七heback of七hetouch pane工 TP，七hef iどS七

de七ec七ione工ectrodesYSE and七hesecond de七ec七ione工ectrodes

XSE, and an uni工工us七ra七edinsula七ingf i工m which are formed 

wi七hin七he七どansparentregion TTA shou工d be f orrned of a 

工G 七どansparen七 ma七eria工 so 七ha七 an opera七orcan view七hedisp工ay

con七en七 disp工ayedon the 工土quidCどys七a工 pane工．

Fur七her, in七he七ouchpane工 TPof Embodimen七 1, a 

signa工 in七erconnec七（firs七 signa工 in七erconnec七） s工Gl f o工

connec七ingthe first de七ec七ione工ec七rodesYSE and七hesecond 

15 de七ec七ionelectrodes XSE wi七h an e工ec七どode七ermina工 (firs七

e工ec七どode七ermエna工） TR路工 is disposedエn 七heregion outside七he

七ransparentどegionTTA. 工n 七hiscase，七hefirs七 de七ection

e工ec七どodesYSE aどe jux七aposedin 七hediどec七ionY. Accoどding工y,

the signa工 in七erconnectS工Glconnec七ed七o the ends of七he

20 fiどS七 de七ec七：Lone工ec七rodesYSE are formed be七ween七heどigh七

and工eftof七he七ransparentどegionTTA and七heperiphery of 

七he七hirdsubs七ra七e SUB3 in七hedrawing and connec七edwith七he

e工ec七どode七errnina工 TRM工． Fuど七her, 七hesecond de七ec七ion

e工ec七どodesXSE are jux七aposedin the diどec七ionX. Accordingly, 

25 七hesecond de七ec七；Lone工ec七rodesXSE aどe connec七ed七o 七he
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e工ec七rode七er担inalTR沼工 by七hesigna工 interconnec七 S工G工 f oどmed

in a region between the 工owerpoど七エonof 七he七ransparen七

どegionTTA in七hedどawinョand七hee工ec七どode七ermina工 TR日工．

Fur七heど， in七he七ouchpane工 TPof Embodimen七 l，七he

5 opening PPO of 七he工igh七 shie工dヱngp工a七e LSP is formed sma工工er

七han七hetransparen七 regionTTA and工arger七han七hedisplay 

area AR of the 工iquidcrys七a工 disp工aypane工. Wi七h such a 

cons七土七u七ion, 七hecontac七 pos i七ionassociated wi七h 七heimage 

disp工ayeda七七heend of七hedisp工ayarea AR is de七ec七ed

エG re工iably. Fur七her, the openiロ守 PPO is formed sma工工er七han七he

七ranspaどen七 re雪ionTTA in whュch七hefirs七 de七ectione工ectrodes

YSE and七hesecond de七ectione工ec七rodesXSE aどe formed, 

工5

七herebyどe工iab工y de七ec七ing七hecon七actposi七iona七七heend of 

七he七どansparentregion TTA. 

The七ouchpane工 TPof Embodimen七 1 is conf iguどedsuch 

七hata de七ectionin七erconnect (second signa工 inteどconnec七）

S工G2is formed ou七sideof the signa工 interconnec七 S工S工．工n

par七icu工ar，七hedetec七ionin七erconnec七 S工G2of Embodimen七工 is

formed a工ong七hepeどiphera工 edge poど七ioncorresponding 七o

2 0 sides (upper side and righ七 and工eftsides in Fig. 3) o亡heど

than one side in which七hee工ec七rodetermina工S of七he七hiどd

subs七ra七e SUB3 aどe formed. Fuど七her, in Embodimen七工， the

inteどconnec七 width and 七heposエ七ionエn forming 七he

in七erconnec七 aどe proper工y de七erminedaccoどding七o the accuracy 

2 5 of the exposuどe device and七hee七chingdevice, e七C • used for 
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f oどming七hede七ec七ionin七erconnec七 S工G2on七he七hirdsubs七ra七e

SUB3, and七hea工工owancefor七hesize of substra七e chipping NP 

when i七 ispresen七. Fur七her，七hein七erconnec七 wid七h of七he

de tee七ionin七eどconnec七 S工G2is 王ormedsuch七ha七七he

5 interconnec七 widthis unェfo玄m. However, the in七erconnec七

wid七h of七hede七ec七ionin七erconnec七 S工G2is no七 a工ways

どes七ric七ed七o 七heunif oどmin七erconnec七 wid七h. A p工uどa工i七y of 

e工ec七どodeteど立iina工S TRMl are aどどangeda工ongone side of 七he

七hirdsubs七ra七e SUBJ. Foど七hede七ec七ionin七erconnec七 S工G2of 

10 Embodimen七工， oneend of七hede七ectionin七erconnec七 S工G2 is 

connec七ed七o one of a pair of the outermos七七ermina工S of 

paired e工ec七rode七ermina工S TRM工 arどangeda工ongone side of七he

third subs七ra七e SUBJ, and七heo七heど endof七hede七ec七ion

in七erconnec七 S工G2 is connected七O 七heo七herof a paiど of七he

工5 Olユ七ermos七七erminalsof the paired e工ec七どodeterminals TRMl. 

Fur七her，七hedetec七ionin七erconnec七 S工G2of Embodimen七 1 is 

formed of a 七hinmetal f i工m such as a工uminumof工ow

七ransmi七七anee 七o ligh七 (par七icu工aど工y, ligh七 in a visible 

region). As described above ，七hesigna工 in七erconnec七 S工G工 and

20 七hede七ec七ioninteどconnec七 S工G2aどe formed in an iden七ica工

layer and七heycan be formed in one identica工 s七epby forming 

the detec七ionin七erconnec七 S工G2using a thin me七al f iユm such 

as of aluminum used foど foどming七hesiョna工 in七eどconnec七 S工S工．

This can exhibi七 a par七icu工arlysa七isfac七0どy effect of forming 

25 七hede七ec七ionin七erconnec七 S工G2wi七houtincrease in七henumber 
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of manufacturing s七eps. Fur七heど， bymaking七hede七ec七ion

in七erconnec七 SIG2 of 七he 工ow七ransmi七七ance七hinmeta工 f i工m,

disconnec七ioninspection f oど七hede七ec七ionin七erconnec七 S工G2

by inspec七or’s visua工 obseどva七ionupon geneどa七ionof chipping 

5 or cracking in七he七hirdsubstra七e SUB3 can be performed with 

ease. 

The de七ectioninteどconnec七 S工G2may also be formed of 

七woor moどe 工amina七e 七h工n fュ工担s, where a七工eastone sing工e

工ayerof七he 工amina七e f iユm is made of a ma七eどialof工ower

エG 七どansmi七七ance七han七ha七 of七headjacen七どegion. Fur七her, a 

colorant ma七eria工 maybe incorpora七edin a七工eas七 one工ayeど of

七helamina七e f i工m forming七hede七ec七土onin七erconnec七 S工G2

(colored工ayer). Wi七h such a cons七i七U七エon, 七hesame ef f ec七

can be exhibi七edas 七ha七 attainedwhen七hede七ec七ion

工5 in七erconnec七 S工G2 is made of a low七どansmi七七anee ℃hin sing工e

f i工m layeど．

Fur七her，七hetouch pane工 TPof Embodimen七工 is

conf i雪uredsuch七ha七 electrode七eどmina工S (no七土工工us七どa七ed) of 

七hef工exib工e pr in七edsubstra七e FPC2 aどe connected e工ec七どically

20 七0 七hee工ec七rode七ermina工s TR坦工 ofthe七OUョh pane工 TP. 工n

七hiscase, a dどivingsigna工 fどom七hedriving circui七 DR2 is 

supplied by way of七hee工ec七rodetermina工 TRM工， anda 

de七ec七ionsigna工 is outpu七七ed七o 七hedriving circui七 DR2. As 

shown in Fig. 8, in七hef工exib工e printed circui七 FPC2o王七he

25 七ouchpane工 TPin Embodimen七工， theelectrode七eどmina工S
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(second e工ec七rode七errnina工S) TR珂2 formed on七hef工exib工e

Pどin七edsubs七ra七e FPC2 in七helower por七ionof七hedどawing

have e工ec七rode七errnina工s connec七ede工ec七どica工lywi七h 七he

de七ec七ionin七eどconnectS工G2. Specifica工工y, 七hepaired 

5 e工ec七どode七erminalsTR珂2 dェsposedon 七heoutermost side among 

七hee工ec七どode七ermina工S TR珂2 on 七heside connec七ed七o an 

ex七erna工 sys七em (no七エエ工us七ra七ed) are e工ec七rical工y connec七ed

wi七h 七hede七ec七ionin七erconnec七 S主G2by way of signa工

in七erconnectsFSG on七hef工exib工e pr in七edsubs七rateFPC. 

10 (Detec七ionof subs七どa七e chipping) 

Fig. 4 is a diagram showin守 a si七ua七ionwheどe chipping 

occurs in七he七hirdsubs七ra七e of七he七ouchpane工 inthe liquid 

Cどys七a工 <lisp工aydevice of Embodimen七工 shownin Fig. 3. The 

de七ec七ionopera七ionin七hecase where chippin守（subs七ra七e

15 chipping) NP occuどs in七he七hirdsubs七ra七e SUB3 of七he七ough

pane工 wi工：ibe described wi七h reference七O Fig. 4. 

The七ouchpane工 TPof Embodimen七工 inc工udesa de七ec七ion

in七erconnec七 S工G2 f oどmeda工ong七hepeどiphera工 edgepor七ionof 

a 七hirdsubs七rateSUB3. As a どesu工七F if chipping NP occurs in 

20 七he七hirdsubs七どa七e SUB3 due 七O hand工ingor o七herworks of 七he

七ouchpanel af七erthe de七ec七ionin七erconnec七 S工G2has been 

f oどmed, then a poど七ionof 七hede七ec七ionin七erconnec七 S工G2is 

abs en七七oge七heど Wl七h 七hesubs七どa七e chェppエロ守 NP, どesu工七ingin 

disconnec七ion, as shown in Fig. 4. When七heregion of七he

25 subs七ra七e chipping NP has a prede七erminedsize or moどe, an 
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ins pee七orcan eas i工y find (de七ect）七hechipping NP by visual 

obse工va七ionbecause七hede七ec七ionin七erconnec七 SIG2of 

Embodimen七工 is formed of a material having a 工ow

七どansmi七七anee Oど peどmeabi工i七y.

Fuど七her, aユsowhen chipping NP occurs in 七hethird 

subs七どa七e SUB3 due 七o hand工ingor o七herworks upon bonding o王

七hetouch panel TP七o 七he 工iquidCどys七a工 disp工aypane工 P国L, a 

por七ionof七hede七ec七ionin七eどconnec七 S工G2is absen七七oge七heど

wi七h 亡hesubs℃どa七e chipping NP, resu工七ingin disconnection, as 

10 shown in Fig. 4. 工n 七hiscase, as shown in Fig. 1, since七he

chipping詩P occurrence 工oca七ionin七he七hirdsubstどa七e SUB3 is 

a region put be七weena 工igh七 shie工dingp工a七e LSP and a 工iquid

crys七a工 displaypane工 PNL, i七 was impossib工e to find such 

chipping NP wi七h 七heexis七entcons七土七u七ion. By con七ras七， 七he

工5 七ouchpanel TP of Embodiment 1 has七hede七ec七ionin七eどconnec七

S工G2 formed of a sing工e 七hinconduc七ivefi工m connec七ed七o 七he

e工ec七rode七eどmina工 TR出工 a七 opposi七e ends. Therefore, presence 

or absence of disconnec七ionof the de七ec七ionin七erconnectS工G2

can be inspec七edby measuring a por七ionbe七weenthe e工ec七rode

20 七erminalsT豆M2 工edOU七七o 七hef lexib工epどin七edsubs七ra七e FPC. 

This disconnec七ionof七hede七ec七ionin七erconnec七 S工G2, that is, 

chipping NP in the 七hirdsubs七どa七e SUB3 can be de七ec七edeasily, 

for example, by measuring七heresis七anceva工uebe七ween七he

electどodetermina工S TRM2 connec七ed七o 七hede七ec七ion

25 in七erconnec七 S工G2wi七h a measuring ins七どumen七 for e工ectric
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res is七anceor by inpu七七inga pu工sesigna工七o one of the 

e工ec七どode七ermェnalsTRM2 and de七ec七ing七hesェgna工 a七七heother 

elec七どode七erminalTRM2 . Fuど七heど， based on the resu工七 of the 

measuremen七 by七hedisconnec七ioninspec七ion, when 

5 disconnec七ionof the de七ec七ionェn七erconnectionS工G2is no七

de七ec七ed, i七 canbe judged七ha七 nochipping NP occurs in七he

third subs七ra七e SUB3, or judged七ha七七heどe is chipping NP 

wi七hinthe prede七eどmineda工工Ov、1anceeven when chipping NP 

occurs. On七heo七herhand，ェf disconnec七ionof the de七ec七ion

10 in七erconnec七 S工G2 is de七ec七ed, i七 canbe judged七ha七 chipp inヨ

NP over the allowance, which affects a工sothe signa工

interconnec七 S工Gl, occurs. Fuどther, disconnec七ionby七he

measuremen七 between七hee工ec七rode七ermina工sTR民2 connected 

wi七h 七hede七ec七ionin七erconnec七 S工G2can be measured a工so

ユ5 before bonding wi七h 七he工iquidcどys七a工 disp工aypane工 PNL.

By con七rast, if 七hesubstra七e chipping NP is srnaエエ or 

Cどackingoccuどs in the direc七ionY in Fig. 4，七hen七heregion 

where七hede七ec七ionin七erconnec七 SIG2 is absen七 isrernaどkab工y

sma工工 andi七 isョuitedifficu工七七o find七hesame based on七he

20 visua工 inspectェonof anェnspectoど. However, for七he七ouch

pane工 TPaccording七o Embodimen七工， presence Oど absenceof 

chipping NP or cracking in the third subs七rateSUB3 can be 

in spec七edby a sirnp工e and convenien七 inspection, conduc七ion

test for七hede七ec七ion 工nterconnec七 S工G2.

25 As has been described above, the disp工aydevice of 
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Embodimen七工 hasa capaci七ive七ype七ouchpanel disposed on七he

liquid crys七a工 disp工aypane工 on七heside of七hedisp工ay

SUどface，七he工iquidcrystal disp工aypane工 displayingimages 

based on七hevideo signals fどoman ex七eどna工 sys七em. The七ough

5 pane工 ofEmbodimen七 l includes 七hede七ec七ioninteどconnec七 made

of七he七hine工ec七roconduc七iveme七a工 filmof a 工ow

七ransmi七七anceex七endeda工ong七heperipheral edge por七ionof 

七he七hirdsubs七どa七e in such a manner as 七o surround七he どegion

in which to form七hesigna工 in七eどconnectfor connec七ing七he

工G firs七 and second de七ec七エone工ec七rodeswエ七h 七hee工ec七rode

七eどmina工s and七o surどound七he七ransparen七 regionwhere七he

con七ac七 posi七ioncan be detec七ed, wi七h 七hede七ection

in七erconnec七 havingone end connec七edto七hee工ec七rode

七ermina工 and七heo七heど end connec七ed七o the o七heど e工ec七どode

工5 termina工． Accordinヨエy, 七heinspectoど can easily inspec七

subs七ra七e chipping in the 七hirdsubs七どateby visua工

observa七ionbef oどe bonding of七he 工iquidcrys七a工 displaypane工

七0 七he七ouchpane工． 工n addi七ion, the エロspec七0ど can inspec七

subs七ratechipping by simp工emeasuremen七 suchas measuremen七

20 for resis七ance, pu工se, or七he 工ikebetween七hee工ec七rodes

connec七edwi七h 七hede七ec七ionin七erconnecteven af七eど fixingof 

七he工iquidcどys七a工 dエsp工aypane工 and七he七ouchpane工．

(Embodimen七 2}

Fig. 5 is a diagram for explaining a schema七ic

25 consti℃u七ionof a touch panel in a disp工aydevice according七0
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Embodiment 2 of七heinven七ion. Fig. 5 par七icu工ar工y is a f ron七

e工evationa工 viewcor工espondingto Fig. 4 of Embodimen七工，七hat

is, a fron七 eleva七iona工 viewshowing a touch pane工 in七hecase 

where a subs七ra七e chipping occuどs a七 one工oca亡ionof a 七hird 

5 substra七e of七he七ouchpane工. However，七he<lisp工aydevice of 

Embodimen七 2 is different fどom七hatof七hedisp工aydevice of 

Embodimen七 1 in cons七土七u七ionon工y f oど the de七ec七ion

interconnec七S S工G2and S工G3and the e工ec七rode七erminalsTR封工

and TRM2 of七he七ouchpanel TP, and七hecons七i七u七ionof七he

10 工iquidCどysta工 disp工aypane工 andO七herconsti七u七ionof七he

七ouchpane工 areiden七ica工 wi七h 七ha七 of七hedisp工aydevice of 

Embodiment 1. Accordingユy, 七hef o工工owingcon七ainsde七ai工ed

descどip七ionof 七hecons七土七u七ionof the de七ectionin七erconnec七S

S工G2, S工G3, and七hee工ec七どode七ermina工s TR封 includedin 七he

15 七ouchpane工． 工n 七hef o工工owinョdescription, 七hedetec七ion

in七eどconnec七 on七heside neaどer七0 七hepeどiphera工 edgepor七ion

of七hesubs七ra七e SUB3 is referred to as a first de七ec七ion

in七erconnec七 S工G2, and the de七ectionin七erconnec七 on七heside 

distant from七heperエpheどaledge portェonof the七hird

20 subs七ra七e SUB3 is ref erred七o as a second de七ection

in七erconnec七 S工G3. Fur七heど， whi工e Embodimen七 2 includes 

descrip七ionmade of an examp工e having two independen七

de七ec七ionin七erconnec七S S工G2and S工G3，七hreeor more 

independen七 de七ec七ioninterconnec七smay be formed. 

25 As shown in Fig. 5, a工so七hetouch pane工 TPof 
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Embodiment 2 has a 七hirdsubs七どa七e comprising a fla七

七ransparen七宮工asssubs七どateand has七wodif f eren七 detee七ion

in七erconnec七s S工G2 and S工G3. Fuど七her, each of 七hede七ec七ion

in七erconnec七S S工G2 and S工G3 is f oどmedin a どegionou七side七he

5 in七eどconnec七 regionwhere七heュnteどconnec七 of七hesigna工

in七erconnectS工G工 isf oどmed，七ha七 is, in a region be七ween七he

signa工 in七erconnec七 S工G工 and七hepeどiphera工 sideof the七hird 

subs七ra七e SUB3, Similaど七o Embodimen七工． Fur七her, a工so七he

de七ectionin七erconnec七s S工G2 and SIG3 of Embodimen七 2 are 

10 formed a工ong七heperiphera工 edgepor七ionof sides (upper side 

and righ七 and工ef七 sidesin Fi雪・ 5) o七heど thanone side in 

which七hee工ectrode七eどmina工S TR路工 ofthe七hirdsubs七ra七e SUB3 

aどe formed ．工n 七he七ouchpane工 TPof Embodirてien七 2, a firs七

de七ectionin七erconnec七 S工G2 is disposed on七heside near to 

15 七heperipheral edge por七ionof 七he七hirdsubs七どa七e SUB3 and a 

second de七ec七ionin七erconnec七 S工G3 is disposed on the side 

20 

dis tan七 from七hepeどiphera工 edge poど七ionof 七he七hiどd

subs七玄a七e SUB3, 七ha七 is, on 七heside near 七O 七hesigna工

interconnec七 S工Gl.

Foど七he王iどS七 de七ec七土onin七eどconnec七 S工G2 of Embodimen七

2, one end of七hef iどS七 de七ec七ionin亡eどconnec七 S工G2 is 

connec七ed七c one of a pai工 of七heouteどmos七七ermina工S of 

paired e工ec亡どode七ermina工s TRMl arranョeda工ongone side of 七he

七hirdsubs亡どateSUB3 ｛工oweど por七ionエn Fig. 5), and七heo七her

25 end of七hesecond detec七ionin七erconnec七 S工G3 is connec七edto 
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七heo七herof a paiど of七he OU七er立lOS七七eどminalsof七hepaired 

elec七rode七erina工S TRMl . Further ，王orthe second de七ection

inteどconnectS工G3, ends of七hesecond detec七ionin七eどconnec七

S工G3are connected七o 七he七hee工ec七rode七ermina工s T豆M工

5 adゴacen七 inward工y of 七hepaired e工ec七rode七eど回ina工S TRM工

connec七edwi七h 七hef iどS七 e工ec℃rodein七eどconnec七 S工G2. Wi七h

七hecons七itu七iondescどibedabove ，七hefirs七 de七ec七ion

in七erconnec七 S工G2and七hesecond de七ectionin七erconnec七 S工G3

can be formed on七hesame工ayeras is 七hesigna工 in七eどconnec七

10 S工G工， 七ha七 is, they can be manufac七1ユどedby 七hesame s七epand 

same in七erconnec七 ma七eria工 asis七hesigna工土n七erconnec七 S工Gl.

The same sa七土sfac七oryeffect as 七ha七 described for 

Embodimen七 1 can be ob七ainedby王orminヲ七hef iどS七 de七ec七ion

in七erconnec七 S工G2and七hesecond de七ec七ionin七erconnectS工G3

15 in七hesame s七epas七ha七 for七hesigna工 in七erconnec七 S工G工．

Fur七her, a conduc七ive七どansparen七七hinf i工m 工ayeど maybe 

formed in七hesame s七epas is the first de七ec七ione工ec七rodes

YSE or 七hesecond direc七ionelec七どodesXSE and then the firs七

de七ec七ioninteどconnec七 S工G2and the second de七ec七ion

20 in七erconnectSIG3 compどisinga lamina七e of a conduc七iveor 

non-conductive co工ored工ayer, etc. may be formed ．工n 七his

case, signa工 in七erconnec七s comprising dif feren七七hinf i工m

ma七eどialsmay be provided, foど examp工e, by forming七hefirs七

de七ec七ioninteどconnec七 S工G2in七hesame s七epas tha七 foど七he

25 signa工 in七erconnec七 S工G工 andf oどming七hesecond de七ec七ion
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in七erconnec七 S工G3in the same s℃ep as七ha七 for七he firs七

de七ectione工ectrodesYSE or七hesecond de七ec七ione工ectどodes

XSE. Thin fi工m ma七eria工s f oど七hefirs七 de七ec七土oninterconnec七

SIG2 and七hesecond de七ec七ionin七eどconnec七 SIG3may be O七her

5 七hinf i工m materia工s so工ongas they f oどm a 七hinconductive 

王土工m a七工owtransmi七七ance七o light in a visib工e 工igh七 region.

By forming the de七ec七三onェn七eどconnec七 SIG2 wi七h such a 七hin

me七a工 filma七工ow七ransmi七七ance, an inspec七orcan easily 

in spec七， byvisua工 obseどva七ion, disconnec七ionof the firs七

10 detec七土onin七erconnec七 S工G2and七hesecond de七ec七ion

in七erconnec七 S工G3when chipping or cracking of the七hiどd

subs七rateSUB3 occuどs.

Furtheど， a工soin七he七ouchpane工 TPof Embodimen七 2,

e工ec七rodeteどmina工s TRMl connected e工ectrica工工Y wi七h 七hef iどst

15 detec七ionin七erconnec七 S工G2and七hesecond de七ection

in七erconnec七 S工G3respec亡ive工y are formed for七hee工ec七rode

te工立iinalsTRM2 foどj ed in 七he工owerpor七ionof the f工exib工e

pどin七edsubs七ra七e FPC2 工n 七hedどawing.

Then, an inspec七ionme七hodfor subs七どa七e chipping NP in 

20 七he七ouchpane工 TPof Embodimen七 2will be described wi七h

reference七o Fig. 5. 工n 七hefollowing, descrip七ionwil工 be

made of a si七ua七ionwhere the end of七hesubs七ra七e chipping NP 

七eどmina七esa七 a portion be七weenthe f iどstdetection 

interconnect S工G2and 七hesecond de七ec七エoninterconnec七 S工G3

25 as shown in Fig. 5. 
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工f chipping NP occurs in the 七hiどd subs七どa七e SUB3 due 

七O hand工ingor o七herworks of七he七ouchpane工 af七erthe 

de七ectionin七erconnec七 S工G2 is formed and before七he七ouch

panel is fixed七o the工iョuidcrys七aldisp工aypanel, a por七ion

5 of七hedetectェoninterconnec七 S工G2 is absen七七oge七herwi七h the 

subs七どa七e chipping NP, どesultingin disconnec七ion, as shown in 

Fig. 5. 工n 七hェs si七uatエon, sェnce七hefェrstdetec七ion

in七eどconnec七 S工G2is foどmedof a 工ow七ransmi七七ancema七eria工 or 

an impermeab工e ma七erェa工，七heinspec七orcan easi工y find 

工0 (de七ec七）七hechipping NP by visua工 observationas 工on守 asthe 

七ouchpane工 isno七 bonded七o 七he 工iョuidcrysta工 disp工aypane工．

On七heO七herhand, if chipping NP occurs in七hethird 

subs七どa七e during 七hebonding s七epof 七hetouch panel to 七he

工iquidcrys七a工 disp工aypanel or du工ing七he subsequen七 hand工ing,

工5 then pどesenceor absence of disconnec七ionof七hede七ec七ion

in七eどconnec七 S工G2can be inspec七edby measurin守 a por七ion

be七ween七hee工ec七rode七ermina工S TRM2 工edOU七七o 七hef工exible

pr in七edsubs七ど＆七e FPC. The reason is 七hatboth ends of each 

of the firs七 de七ec七ionin七erconnec七 S工G2and the second 

20 de七ectionin七erconnec七 S工G3are connec七edwi七h 七hee工ec七どode

七ermina工s TR民2 by way of 七hee工ec七rode七eどminalsT長時工．

工n the七ouchpane工 TPof Embodェmen七 2，七hef iどst

de七ec七ionin七erconnectS工G2and七hesecond de七ection

interconnec七 S工G3are detec七エonin七erconnectsindependent of 

25 each O七hera工ongthe periphera工 edgepor七ionof七he七hird
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subs tr a七e SUB3. Accoどding工y, based on 七heresu工七 of 

measuremen七 in七hedisconnec七ioninspec七ionfor七hefirs七

de七ec七ionin七erconnec七 SIG2and七hesecond de七ection

interconnec七 SIG3, wi七h 七heinspec七ionbeing so simp工e and 

5 convenien七 inspec七ion, it is possib工e 七0 どecognize七he

presence or absence for the occuどrenceof七hesubs七ra七e

chipping設P in七he七hirdsubs七ra七e SUB3, which is 七hesame 

ef f ec七 as七ha七 ofEmbodimen七 1descどibedpどevious工y. 工n

addition, it is possib工e 七o recognize七hesize for七he

エG subs七どa七e chipping NP, that is, how much 七hesubs七どa七e

chipping NP occur. For examp工e, when disconnec七土onis not 

de七ectedfor七he七wofirs七 detee七ionin七eどconnec七 S工G2and七he

second de七ec七土oninterconnec七 S工G3, i七 can be judged 七ha七 no 

chipping NP occurs in the 七hirdsubs七どa七e SUB3, or i七 can be 

15 judged七hatqui七e S工ightsubs七ra七e chipping NP occurs wi七hin

an a工工owab工e range evenェ王七hechipping NP occurs. Fur七her,

as shown in Fig. 5, if i七 isde七ec七ed七hatdisconnec七ion

occurs in on工Y ℃he first de七ec七ionin七eどconnec七 S工G2，七heni七

can be judged七ha七七hesubs七ratechippin守 NPoccurs bu七工eve工s

20 of subs七工a七e chipping NP fa工lwi七hina predetermined a工lowab工e

range. 工n contどas七， エfdエsconnec七エonエs de七ec七edin bo七h of 

七hede七ec七ionin七erconnectsof七hefirs七 de七ec七ion

in七erconnec七 S工G2and七hesecond de七ec七ionin七eどconnec七 SIG3,

it can be judged tha七 subs七どa七e chipping NP over 七hea工工owance,

25 which affec七sa工so七hesigna工 in七erconnectS工Gl, occurs. 
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Likewise, a工soin a case where cracking occurs on七he

七hirdsubs七どa七e SUB3, cracking can be judged in 七hesame 

manner as 七hesubstra七e chipping NP based on 七heresu工七 of 

detec七ionfor七he七WO de七ec七ionin七erconnects，七ha七 is，七he

5 first detec七ionin七erconnec七 S工G2 and七hesecond de七ection

interconnec七 S工G3. Thus七hepどesenceor absence f oど七he

ユ5

occurrence of cracking in七he七hiどd subs七ra七e SUB3, and七he

size of cどacking，七ha七 is，七hehow much cracking occurs can be 

どecognizedby a simp工e and convenien七 inspection.

The七ouchpane工 TPof Embodimen七 2 has such a 

conf igura七ion七ha七七hefirs七 de七ec七ioninterconnec七 S工G2 and 

七hesecond de七ectioninteどconnec七 S工G3are independen七 ofeach 

o七her. Thus presence oど absenceo王 disconnec七ionin七he

interconnec七s can be measured by dif f eren七 measuringme七hods

エ5 even when七hepどesenceor absence of七hedisconnection in七he

七WO de七ectionin七eどconnec七s is measured co工工ec七ive工y. For 

ex amp工e, i七 ispossib工e 七O measure a どesis七anceva工ueby 

app工yinga DC VO工七aョe 七O 七hecoどrespondinge工ec七どode七ermina工S

in七hemeasuremen七 forthe presence or absence of 

2 0 disconnec七ionin the f iどS七 detec七ionin七eどconnec七 S工G2. On 

七heO七heど hand, for七hemeasuどemen七 for七hepどesenceor 

absence of七hedisconnec七ionin the second de七ec七ion

in七erconnectS工G3, a pu工sevoltage is app工ied七o the 

corresponding e工ectrode七ermina工S，七herebymeasuring七he

25 outpu七 from七hee工ec七どodes.
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工n Embodimen七 2, whi工e descrip七ionhas been made of an 

ex amp工e of a de七ec七ionェnterconnec七 where七hef iどS七 de七ec七ion

in七erconnec七 S工G2and七hesecond de七ec七ioninterconnection 

S工G3compどisethe same七hinf i工m ma七eria工 formedin one 

5 iden七ica工工ayer，七heyaどe no七工imita七ive. For examp工e, a七

工eas七 oneof七hedetec七ionin七erconnec七s of七hef iどS七

de七ectionin七erconnec七 S工G2and七hesecond de七ec七ion

in七erconnec七 S工G3may be formed of a 七hinme七a工 fi工m having a 

工ower 七ransmi七七ancethan 七ha七 of 七heo七herdetec七ion

10 in七erconnec七. On工y one of七hede七ec七ionin七erconnec七S may 

have a co工ored工ayeど 0王 an op七iona工 color. Fuど七her, whi工e i七

has been exp工ainedfor Embodimen七 2 七o an examp工e where七he

f iどS七 de七ec七ionin七erconnec七 and七hesecond de七ec七ion

in七erconnec七 aどe formed of a uniform interconnec七 width, and 

工5 七hein七erconnec七 wid七h, etc. are iden七ica工 be七ween七hefirs七

detec七ionin七erconnec七 and七hesecond de℃ec七ionin七erconnec七，

they are no七工imita七ivebu七七heymay be formed of differen七

20 

in七erconnec七 widthsor dif f eren七 co工ors.

(Embodimen七 3)

Fig. 6 is diagram for explaining七heschema七ic

cons七i七u七ionof a 七ouchpanel in a disp工aydevice accordin守七O

Embodimen七 3of the inven七ion, which is a f ron七 e工eva七iona工

view showing a 七ouchpane工 inwhich subs七ra七e chipping NP 

iden七ica工 with七ha七 inEmbodiment 2 occurs. However ，七he

25 disp工aydevice of Embodimen七 3 is dif f eren七 fどom七ha七 of七he
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disp工aydevice of Embodiment 2 in cons七土七u七iononly for 七he

de七ec七ionin七erconnec七s SIG2 and S工G3and七hee工ectrode

七ermina工S TR日1 and TRM2 of七he七ouchpane工 TP. The 

cons七土七u七ionof 七he工iquidCどys七a工 disp工aypanel and O七her

5 cons七土七u七ionof 七he七ouchpane工 are エden七icaユwith 七hedisp工ay

device of Ernbodimen七 2. Accordinョ工y, 七he following contains 

エG

de七ai工eddescどiptionof the cons七i七u七ionof七hede七ec七ion

in七erconnec七s S工G2, S工G3, and七hee工ec七rode七ermina工s TR民工 and

TRM2. 

As shown in Fig. 6, a工soin七hetouch pane工 TPof 

E立lbodiment3, 七hefirs七 de tee七エonin七erconnectS工G2 is 

disposed on七heside near七o 七hepeどipheどa工 edgeportion of 

七hethird subs七ra七e SUB3 and七hesecond de七ec七ionin七eどconnec七

S工G3 is disposed on七heside dis七an七 from七heperiphe工a工 edge

工5 poど七ionof the 七hirdsubs七rateSUB3, 七ha七 is, on 七heside near 

七hesigna工 in七erconnec七 SIG工．工n 七hiscase, respective one 

ends of七hefirs七 de七ec七エonエn七erconnec七 S工G2 and七hesecond 

de七ec七ionin七eどconnec七 S工G3 (on七heleft in Fig. 6) are 

connec七edwi七h differen七 e工ec七rodeteどmエna工s TRM工 inthe same 

2 0 manner as in Ernbodimen七 2. On七heother hand，どespective

。七herends of the firs七 de七ec七ionin七erconnec七 SIG2and七he

second detec七ionin七eどconnec七 S工G3 (on theどigh七 in七heFig. 

6) are connected wi七h an iden七エcale工ec七rode七eどmina工 TR民工 as 

shown by a ciどC工e B in Fig. 6. A工sothe first detection 

25 in七eどconnec七 S工G2and七hesecond de七ec七ionin七eどconnec七 S工G3
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may be detec七ioninterconnects in七heiden七ica工工ayeど

comprising an iden七ica工七hinf i工m ma七eria工， orde七ection

in七erconnec七s f oどmedin dif f eren七工ayerscomprising dif feどen七

七hinf i工m ma七eどia工S in七hesame manneど asin Embodiment 2. 

As has been descどibedabove, in七he七ouchpane工 TPof 

Embodimen七 3，。七herends of the f iどS七 de七ec七ionin七eどconnec七

S工G2and七hesecond de七ec七ioninterconnec七 S工G3 (on七herigh七

in Fig. 6) aどe connec七edwi七h an iden七ica工 e工ec七rode七eどmina工

on七he七hirdsubstra七e SUB3. This can provide an ou七S七anding

10 effec七 capableof decreas工ng七henumber of七erminalsfor七he

に
J

e工ec七rode七ermina工s TR自工七han七ha七 ofEmbodimen七 2 in addi七ion

七0 七heef f ec七 ofEmbodimen七 2 descどibedprevious工y.

工七 is possib工e 七O deeどease, in a f工exib工e pr in七ed

subs七ra七e FPC, 七henumber of e工ec七どode七ermina工S con七actedand 

15 connec七edopposing七o 七hee工ec七rode七ermina工sTRMl formed in 

七he七hirdsubs七rateSUB3, 七henumber of e工ec七どode七ermina工s

T訳出2, as well as 七henumber of signa工 in七erconnec七S

e工ec七rical工y connec七ing七heelec七どodetermina工S 七o each o七her.

The cost of the f工exェb工epどin七edsubs七どa七e FPC qどea七工y depends 

20 on七heshape and the area. Since七hearea of七hef工exible

pr in七edsubs七rateFPC can be decどeasedby deeどeasing七he

number of七hee工ec七どodeteどmエna工s and七henumber of 七hesigna工

in七erconnec七S，七hiscan provide a satisf ac七oryeff ec七 capable

of decreasing 七hecos七 of七hef工exib工e pr in七edsubs七どa七e FPC, 

25 and, a七七hesame time, capable of decreasing the cos七 ofthe 

BOE Ex. 1002, p. 36
BOE v. Paneltouch

IPR2025-01482



35 

七oughpane工 TPand七hedisp工aydevice of Embodimen七 3using 

the f工exib工e pr in七edsubs七ra七e FPC. 

(Embodimen七 4)

Fig. 7 is a diagどamfor exp工aininga schema七ic

5 cons七itu七iono王 a 七ouchpane工 ina dェSp工aydevエceaccording七0

Embodiment 4 of七hepresen七 inven七ion, which is a f ron七

e工evationa工 viewcorresponding七O Fig. 4 of Embodimen七工，七ha七

is, a fどon七 e工己主va七ionalview in which chipping occurs in 七he

七hirdsubs七どa七e of 七hetouch pane工． However, 七hedisp工ay

10 device of Embodimen七 4 is dif f eren七 inconsti七u七ionon工y for 

七heelec七rode七erminalsof the f工exib工e pどin七edsubs七どa七e FPC 

of 七he七oughpane工 TP and otheど cons七土七u七ionsare iden七ica工

wi七h 七hatof Embodimen七 1. Accoどdingly, in七hef ollowin守

descどip七ion, cons七土七u七ionof 七hef工exibleprin七edsubs七ra七e

工5 FPC wi工工 be descどibedspecif icaエエy. Consti七u七ionof the 

f工exib工e pr in七edsubs七ra七e FPC of Embodimen七 4 is app工icab工e

also七O 七he七ouchpane工 ofEmbodimen七s 2 and 3. 

As shown in Fig. 7, 七hef lexib工e pr in七edsubs七どa七e FPC 

of Embodiment 4 inc工udese工ec七どode七ermina工s TR出T exc工usively

2 0 used for inspec七ioncorresponding七o 七hede七ec七ion

in七erconnec七 S工G2disposed a七 posエ七ionsd工fferen七 from七he

positions where七hee工ec七rodetermina工s TRM2 aどe formed ．工n

paど七icu工ar, 七hee工ectrode七ermina工s TRMT of Embodiment 4 are 

formed a七 posi七ionsneareど七o 七heelec七rodeterminals TR羽工

25 七hanthe e工ec七どode七eどmina工s TRM2, 七ha七 is, at posi七ionsnear 
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七hemain body of七he七ouchpanel TP. Foど ob七ainingsuch a 

cons七i七u七ion, 七hef工exib工e pr in七edsubs七どa七e FPC of the 七ouch

pane工 TPaccording to Ernbodirnen七 4has e工ec七rode七eどmina工s

(no七土工lustra七ed) of七hesame number connec七ed七o the 

5 e工ec七rodetermェna工S TRMl on七heupper end in七hedrawing, tha七

is, on七heside connec七edwith七he七hirdsubs亡ra七e SUB3. 

Fur七heど，七hef工exib工epどintedsubs七ra七e FPC has electrode 

七errninaユS TR担2by七henumber ob七ainedby sub七rac七ing七he

number of七hee工ec七rodeteどmina工S connec七edwith the de七ec七ion

工G in七erconnec七 S工G2 from七henumber of七heelec七どodetermina工S

for the e工ec七どode七errninalsTRMl on 七heside of 七he工owerend 

in the dどawing. 工n 七hiscase ，七heelec七どode七ermina工sa七七he

upper end por七ionand七heelec七どode七errnina工S TRM2 a七七he

エowerend of七hef lexib工e pr in七edsubs七どa七e FPC are connec七ed

工5 re spec七ive工y by signa工 in七eどconnec七S (no七 illus七どa七ed) f oどmed

on the base ma七eria工 ofthe f工exib工epどin七ingsubs七rateFPC 

and七hesigna工 in七eどconnectS工Gユiselec七どica工工y 工edOU七七0

七hee工ec七rode七ermina工S T立民2. Fur七her, in the f工exib工e

pr in七edsubs七ra七e FPC of Embodiment 4，七hee工ec七rode七eどmina工

20 (third e工ec七rode七ermina工） TRMT formed in a どegion (posi七ion)

different from七heelec七rode七erminalTRM2 is connec七edwi七h

the e工ec七rode七eどmina工 onthe f工exibleprin七eζisubstra七e FPC 

corresponding to 七hee工ectrode七eどrnina工 T訳出1 connec七edwi七h

the de七ec七ioninteどconnec七 S工G2by way of 七hesi守口a工

25 inteどconnec七 FSGin七hef工exib工e pr in七edsubs七ra七e FPC. The 
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de七ectionin七eどconnec七 S工G2 is e工ec℃rica工工Y 工edOU七七O 七he

f工exibleprinted subs七どa七e FPむ七O 七hee工ec七どodeterrnina工 TRMT.

The elec七rodetermina工 TRMTmay a工sobe f oどmed七o one surf ace 

or both suどfacesof七hef工exib工e pr in七edsubs七どate FPC eitheど

5 on 七heside of 七hes工ユどfaceor on 七heside of 七herear 王ace.

As has been descどibedabove, in the Embodiment 4，七he

e工ec七rode七ermina工 TR日T on七heside of七hef lexib工e pどinted

subs七ra七e FPC connec七edwith七hede七ec七；Lonュnteどconnec七 S工G2

is foどmedin a region dif feren七 from七hee工ec七どode七erminal

10 TRMl connec七ed七o the signa工 in七erconnec七 SIGl. Thus七heどe is 

exhibi七eda sa七isfac七oryef f ec七 ofconnecting measuring 

equipmen七七O 七heelec七どode七ermina工 TR坦T and further 

shortening 七he七imeどequiredfor inspection in addi七土on七0 七he

effect of七heEmbodiment 1. 

工5 (Embodiment 5) 

Fig. 9 is a diaョramfor exp工aining七heschematic 

cons七i七u七ionof a 工iquidcrys七a工 disp工aypane工 asa disp工ay

device according to Embodimen七 5 of七he inven七ionin which 

O七hercons七土七u七ionsexcept for 七hecons七土七U七ionof 七he

20 de七ec七ionin七erconnec七 SIG3and七hee工ectrode七erminalsTRM3 

aどe iden七ica工wi七h those of 七he工エquidcrysta工 display pane工

of Embodimen七S 1 七0 4 . 五ccording工y, in 七hef o工工owing

de scrip七ion, 七hecons七土七u七ionof 七hedetec七ionin七erconnec七

S工G3and 七hee工ec七rodeter立lina工s TRM3 wi工工 be described 

25 specifica工工Y・ Fuど七her, for 七heliquid crystal disp工aypane工
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PNL according七O Embodimen七 5, description is 七obe made of an 

ex amp工e of using a sing工e de七ectionユn七eどconnec七ingS工G3in 

七hesame manner as in Embodimen七工， bu七 ap工ura工土七y of 

de七ec七ionin七eどconnec七s S工G3may a工sobe disposed in七hesame 

5 manner as in Embodimen七s 2 and 3. Fur七heど， theelec七rode

七ermina工S connec七ed七0 七hede七ec七工onェnterconnec七 S工G3may be 

disposed a七 posi七ionsdif f eren七 fどomthose for七hee工ec七rode

termina工S on七heside receivinヨ七hedェsp工ayda七a, con七ど0工

si号na工s, e七c. 七ha七 is, a qどoupof e工ec七工ode七e工minals

工O jux七aposedon七heside connec七edwi七h 七heexterna工 sys七em, in 

七hee工ectrode七ermina工s (no七 i工工us七ra七ed) of 七hef工exib工e

pr in七edsubstra七e FPCエn the same manner as in Examp工e 4. 工n

Embodimen七 5, whi工e 七hede七ec七ionin七erconnec七 S工G3is 

disposed on七he工iquidcどys七a工 disp工aypanel PNL as七he

15 display device in Embodiment 5，七hisis no七工imi七a七ivebu七

app工icablea工so七0 0七herdisp工aydevices such as an o工ヲanicEL 

display device. 

As shown in Fig. 9, the drain工inesDL and七hega亡e

工inesGL formed in the disp工ayaどeaARェs extended beyond the 

20 seal ma七eria工 SLand connec七edas a signal in七eどconnec七（七hiどd

signal in七erconnec七） s工G4 七o 七hedrivェngcircui七 mミ1. Fur七her,

七hedriving circuit DRl is connec七eda工sowith the elec亡どode

七eどmina工 T京間3by七hesigna工工n七erconnec七 S工G4, and the disp工ay

da七a or contro工 signals are inpu七七ed七o the driving ciどcui七

25 DR工 byway of 七hef lexib工e pr in七edsubs七どa七e FPCl connec七ed七0
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a 工owerpor七ionof七hefirs七 subs七ra七e SUBl in七hedrawing. 

工n 七hefirs七 substr a七e SUBl cons七i七u七ing七he工iquid

crys七a工 disp工aypanel PNL of Embodimen七 5, a de七ec七ion

in七erconnec七（four七h si雪na工 in七eどconnec七） s工G2is formed along 

5 the periphera工 edgeportion七heどeof. Ends of the de七ec七ion

interconnec七s S工G2are connec七ed七o different e工ec七rode

七ermina工s TR日3 どespee七ive工y, and工edOU七 byway of七he

f lexib工e pr in七edsubstra七e FPC. 工n the工iquidcrys七a工 disp工ay

pane工 P詩L of Embodimen七 5, a co立直lOil 工工ne (no七 土工工us七rated)

工O connec七edwi七h 七henot i工工ustどa七edcommon e工ec七どodeand signa工

in七erconnec七s (no七 土工工ustra七ed) connec七edwi七h 七heco立町ton工ine

are a工sof oどmedinside the detec七ioninterconnec七 SIG2, tha七

is, in a region suどroundedby七hede七ec七ionin七eどconnec七 S工G2.

工n 七he 工iquidcrys七aldisplay pane工 PNLof Embodimen七 5,

工5 七hedriving circui七 DR工 isdisposed in七he工owerpor七ionof 

七hefirs七 subs七どa七e SUB工 in七hedどawingbu七七heconf igura七ion

for the dどivingcircuit DR工 isno七 res七ric七edthere七o. Foど

ex amp工e, when a ga七e driving circui七 forminga ga七e signa工 by

七hinfilm七どansis七orare formed on 七he工i守h七 and 工eftof 七he

20 disp工ayarea AR in the drawing, 七hede七ec七エonin七erconnect

S工G3is f oどmedso as七o surround七hega七e driving circui七 and

七hesignal in七erconnec七 connected七o 七hegate dどivingcircui七．

The de七ectioninterconnec七 S工G3is formed in a どegionbe七ween

七heportion neares七七0 七heperiphera工 sideof七hefirst 

25 subs七rateand the peどipheどa工 side of 七hefirst subs七どa七e SUB工
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among七hega七e driving circui七s and七hesigna工 in七erconnec七s.

As has been described above, in the disp工aydevice of 

Embodimen七 5，七hede七ec七ioninterconnec七 S工G3is f orrned in a 

region be七ween七hedisp工ayarea AR and七heperiphera工 side of 

5 七hefirs七 subs七ra七e SUB工 ina region in the upper por七ionin 

七hedrawing wheどe 七hesigna工ュn七erconnectS工G4エsno七 formed,

and七hedetec七ioninterconnec七 SIG3ェs formed in a どegion

be七ween七hesigna工土n七eどconnec七 S工G4and七heperipheどa工 edge

por七土onof七hefirs七 subs七ra七e SUBl in a region where 七he

10 signa工 in七erconnectS工G4 is formed a工ong七hepeどiphera工 edge

por七ionof 七hefirs七 subs七どa七e SUB工． Thus the inspec七orcan 

easi工y inspec七七hesubs七ratechippin守 inthe firs七 substr a七e

SUB工 easiユy by visual observa七ion, as we工l as subs七どate

chipping can be de七ec七edby simp工emeasuremen七 suchas 

15 どesis七anceor pu工serneasuremen七 be七weenelec七rodesconnec七ed

with the de七ec七ionin七eどconnec七 S工G3.

工n 七he七ouchpanel of七hedisp工aydevices of 

Embodimen七s 工七o 4, whi工e descrip七ionhas been made of the 

ex amp工e o王 app工yingthe presen七 inven七ion七0 七hecapaci七ive

20 七ypetouch paneエcapableof detec七ing七woor more de七ec七ion

posi七ions，七hisno七工imi七ativebu七七heinven七ionis a工so

app工icab工e 七o 七ouchpane工s of o七hersys七emssuch as a 

resistance七ype.

Fur七her, in七hetouch pane工 in七hedisp工aydevice of 

2 5 Embodimen七S 工七o 4, the e工ec七rode七eど立1エna工S connected wi七h 七he
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エG

4工

de七ec℃ioninterconnect S工G2 is formed a工soon七hef lexib工e

pr in七edsubs七どa七e connec七edwi七h 七he七hirdsubs七どa七ebu七 this 

is no七工imi七a七iveand e工ectどode七errnina工 maya工sobe f orrned 

on工y 七o 七he七hirdsubs七どa七e.

While inven七ionsmade by the inven七0ど havebeen 

described specif ica工工Y wi七h ref eどence七o 七heernbodimen七s of 

七heinven七ion，七heinven七ionsaどe no七工imi七edto七he

embodiments described above bu七 canbe modified vaどious工Y

wi七hin七herange no七 depaど七ingthe 雪is七七hereo王．
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Wha七 isc工aimedis: 

1. A disp工aydevice co毘prising:

a coordina七e inpu七 deviceincluding 

a 七ranspar en七 subst工a七e havェngdetec七ione工ec七rodes

disposed in a de七ectionre守ioncorresponding七o a con七ac七

position，七he七ransparentsubs七ra七ehavェnga f iどS七 signa工

in七erconnec七 disposed in a re守ion 01ユ七side七hede七ec七ionregion, 

七hef iどstsigna工 in七erconnec七 havingone end connec七ed七o 七he

エo de七ectione工ec七rodesand being f orrned wi七h a firs七 e工ectrode

ζ
J
 

七eどmina工 a七七heo七heど end七hereof, and 

a 王工exiblein七erconnec七 subs七ra七e connec七edto 七he

firs七 e工ec七工ode七ermina工， 七hef工exib工e interconnec七 subs七どa七e

used f oど supp工yinga dどivin雪 signa工 to七hede七ec七ion

15 e工ec七rodesby way of the firs七 signa工 interconnectand 

ex七ractin守 a de七ectionsigna工 f rorn the de七ec七ioneユec七どodes;

and 

a disp工aypane工 forimage disp工aybased on a video 

signa工 fどoman external sys七em，七hecoordェna七e inpu七 device

2 0 being disposed on the display pane工a七七heside of a disp工ay

screen; 

wheどeinthe cooどdina七e inpu七七ingdevice has a second 

signa工 in七erconnec℃ disposedou七sidethe firs七 signa工

in七eどconnectbut neaど theperiphera工 edgeof七hetransparen七

25 subs七どa七e，七hesecond sェgna工ェn七erconnec七 surrounding七hearea 
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wheどe 七hede七ec七ionregion is inc工udedand七hefirs七 signa工

in七erconnec七エs formed，七hesecond sエ守naエェn七eどconnectbeing 

opened at opposi七e ends theどeofand beェngconnected to 

re spec七ivee工ec七工ode七eどmina工s for inspection a七七heopen ends, 

5 and 

工G

工5

wherein the second signal interconnec七 isformed of a 

七hinconductive fi工m disposed a工ong七heperipheどa工 edョe

por七ionof 七he七どansparen七 subs七ra七e． 

2. A disp工aydevice according七O C工aim1, wherein七he

second signa工 in七eどconnec七 hasa co工oredthin f i工m 工ayeror a 

七hinf i工m 工ayerhaving a 七どansmittancea七 a prede七eどmined

工eve工 or工ess.

3. A display device accoどding七o claim工， wherein七he

second si守口a工 in七eどconnec七 has a thin me七a工 film 工ayer.

4. A display device according七O C工aimエ， wherein七he

second signa工 in七eどconnec七 isf oどmedof七woor moどe conductive 

20 七hinf i工ms.

5. A disp工aydevice accordinョ七o c工aim4, wherein七he

second si守na工 in七erconnecthas one end connec七ed七o an 

identica工e工ectrode七eどmina工 foど inspec七ionand七heotheど end

25 connec七edto dif f eren七 e工ec七rode七ermエna工S f oど inspec七ion.
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6. A display device according七o c工aim工， whereinthe 

f lexib工e in七erconnec七 subs七ra七e has a 七hiどd e工ec七どode七ermina工

connected七o 七he second signa工 in七erconnec七 ata position 

5 dif f eren七 from七ha七 of七heregion f oど forming七hesecond 

10 

e工ec七rode七ermina工 connec七edwi七h an externa工 sys七em.

7. A disp工aydevice compどising:

a f iどstsubs七rateformed wi七h

a P工ura工i七Y of video signa工工ines,

a p工ura工土七y of scanning signa工工inesin七ersec七ing

七hevideo signa工工ines,

e工ec七rode七erm工na工s receivェnga dどivingsigna工 and

a contどol signa工王どom七hevideo signaエエines，七hescanning 

15 signa工 lines, and an ex七ernalsys七em, and 

a 七hirdsi守na工 in七erconnec七 connec七ing七hevideo 

signa工工inesand七hescanning signa工工ineswi七h 七hee工ec七どode

teどmina工s; and 

a f工exib工e inteどconnec七 subs七ra七e connec七ed七o 七he

20 王土rs七 substrate, the f工exib工e inteどconnec七 subs七ra七e used for 

supplying the driving si守nalto the video signa工工inesand七he

scanning s i宮naエエinesby way of七hee工ec七rode七ermina工S and 

七he七hirdsigna工 in七erconnec七F

a region surrounded by七hevideo signa工工inesand七he

25 scanning signa工工inesbeing a pixe工 aどea;
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a region where 七hepixe工s are f oど琵edin a ma七rixbeing 

a disp工ayarea; 

七he七hiどd s i守na工 in七erconnec七 beingf oどmedin a region 

OU七side七hedisplay area; and 

a f ouど七h signa工 in七erconnec七 disposed ou七sidethe 七hiどd

signa工 in七eどconnec七 bu七 neaど七heperiphera工 edgeof七he

七ransparen七 subs七どa七e, 七hefour亡h signa工 in七eどconnec七

surrounding七heaどeawheどe 七hedisplay aどeais inc工udedand 

七he七hirdsigna工 in七erconnectis formed，七hefour七h signal 

工O in七eどconnec七 beingopened a七 opposi七e ends thereof and being 

connec七ed七o respec七ivee工ectrode七ermina工s for inspec七iona七

七heopen ends; 

wherein七hefour七h signaユin七erconnec七 isfoどmedof a 

conduc七ive七hinfilm disposed a工ong七heperiphera工 edge

工5 poど七ionof 七he七どansparen七 subs七どa七e.

8. A disp工aydevice accordin守七O C工aim7, wherein七he

fourth signal interconnec七 hasa co工ored七hinfilm工ayeror a 

七hinf i工m 工ayerhaving a 七ransmi七七ancea七 a prede七er担ined

20 工eve工 orless. 

25 

9. A disp工aydevice according七o claim 7, wherein七he

four七h signa工 inteどconnec七 hasa 七hinme七al f i工m 工ayer.

エ0. A disp工aydevice according七O claim 7, wherein七he

BOE Ex. 1002, p. 47
BOE v. Paneltouch

IPR2025-01482



46 

four七h s iョna工 in七eどconnectis formed of七WO Oど moreconduc七ive

七hinf i工ms.

1工. A <lisp工aydevice according七c claim 10, wherein七he

5 fouど七h signa工 in七erconnec七 has one end connec七edto an 

id en七ica工 electrodeteどmina工王orinspec七ionand七he O七herend 

connec七ed七o dif f eren七 e工ec七rode七eどmina工S for inspec七ion.

ヱ2. A display device according七O C工aim7, wherein七he

工G f lexib工e in七erconnec七 substra七e has e工ec七rodeteどmina工s

connected七0 七hefour七h signa工 in七erconnec七 a七 a posi七ion

differen七王どom七ha七 of七heregion f oど毘ing七hee工ec七rode

七errnina工 connec七edwi七h 七heexterna工 sys七em.
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ABSTRACT OF T託E D工SCLOSURE

A 七echnique 七ha七 cansimp工Y de七eどminepass/failure 

of signa工 in七erconnec七s f oど chippingor cracking of a 

5 subs七ra七e wi七hou七エncreaseュn 七henumber of manuf actuどing

s七eps.

A disp工aydevice comprises: a coordinate inpu七 device

inc工udinga 七どansparen七 subs七ra七e having a firs七 signa工

in七erconnec七 disposedin a region outside a de七ec七ionどegion

10 correspondエng七o a con七ac七 posi七ion，七hefirs七 signa工

in七eどconnec七 havingone end connec七edto七hedetection 

e工ec七rodesand being formed wi七h a fiどS七 e工ec七工odetermina工 a七

七heo七heど end七hereof, and a f工exiblein七e工connec七 subs七rate

connec七ed七o 七hef iどS七 e工ec七rode七eどmina工； and a display pane工

15 for image display based on a video signa工 fどoman ex七erna工

system; wheどein七hecoordina七e input七in雪 devicehas a second 

signa工 interconnectdisposed ou七side七hefirst signa工

interconnec七 bu七 near七heperipheどa工 edgeof七he七ransparen七

subs tr a七e，七hesecond sェgnaエェn七erconnec七 SUどrounding七hearea 

20 where七hede七ec七ionregion is inc工udedand七hefirst siョna工

in七erconnec七 isformed，七hesecond s i雪na工 in七erconnec七 being

opened a七 opposi七e ends七hereofand being connec七ed七0

re spec七ivee工ec七rodeterminals f oど inspee七iona七七heopen ends, 

and wheどeinthe second signal in七erconnec七 isfo玄medof a 七hin

25 conduc七ivefilm disposed a工ongthe periphera工 edgepor七ionof 
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七he七どansparen七 subs七ra七e.
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P宍OBLEMτO B王SOLV王D:To provide a liquid crystal 

display device capable of detecting the disconnection 

of common wiring in an array substrate forming process 

with ease and accuracy. 

SOLUTION: The common wiring 5 connected so as to 

hold a storage capacitor CS 11 with a pixel electrode 8 

forming a pixel on a TFT array substrate is arranged so 

as to be in parallel with a gate signal line 1. and a 

common wiring open position 20 for opening the 

common wiring 5 is formed at the center part of a 

screen, and it is thereby made possible to detect the 

disconnection of the common wiring 5 by using an array 

tester irrespective of the disconnecting position. 
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本 NOTICES*

JPO and i詰PIT are not responsible for any 

damages caused by the use of this translation. 

1.This document has been translated by computer. So the translation may not reflect the 

original precisely. 

2.**** shows the word which can not be translated. 

3.In the drawings, any words are not translated. 

DEτAILED DESCRIPTION 

[Detailed Description of the Invention] 

〔0001]

[Field of the Invention]This invention relates to the liquid crystal display which conducts 

inspecting disconnection of the common wiring which connects the retention volume provided 

in the TFT array substrate. 

〔0002]

〔Descriptionof the Prior Art]Drawing 14 is a representative circuit schematic showing the 

conventional liquid crystal display. The gate signal line with which 1 has been arranged in 

drawing 14 at the TFT array substrate, The source signal line arranged on a TFT array 

substrate as crossed at right angles in the gate signal line 1 and 2, the gate terminal in which 3 

inputs a gating signal into the gate signal line 1, and 4 are source terminals which input picture 

signal voltage into the source signal line 2. The common wiring which has been arranged in 

parallel with the gate signal line 1 at the TFT array substrate as for 5, and 6 are common wiring 

terminals which supply common electric potential to the common wiring 5. TFT by which the 

gate electrode was connected to the gate signal line 1, and the source electrode was 

connected to the source signal line 2 7, respectively, The picture element electrode by which 8 

was connected to the drain electrode of TFT7, the counterelectrode arranged as the picture 

element electrode 8 countered in 9, the liquid crystal in which 10 has been arranged between 

the picture element electrode 8 and the counterelectrode 9, and 11 are the retention volume 

(CS) connected with the picture element electrode 8 between the common wiring 5. 

[0003]Drawing 15 is a figure showing the example of an array circuit tester measurement 

result of the normal wiring section of the conventional τFT array substrate. Drawing 16 is a 

figure showing the example of an array circuit tester measurement result in case there is an 

open circuit (screen edge part) in the common wiring of the conventional TFT array substrate. 

Drawing 17 is a figure showing the example of an array circuit tester measurement result in 

case there is an open circuit (middle-o←the-screen part) in the common wiring of the 
conventional TFT array substrate. 

[0004]Next, operation is explained.τhe TFT array substrate used for a liquid crystal display, A 
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gating signal is inputted from the gate signal line l to TFT7, the picture signal voltage supplied 

from the source signal line 2 in the timing of a gating signal is charged between each picture 

element electrode 8 and the counterelectrode 9, the liquid crystal l 0 is controlled with the 

voltage, and a picture is displayed. In order to prevent desired voltage from being obtained by 

neither the self-discharge of a pixel, nor leak of TFτ7 by the charging charge of a pixel leaking, 

the composition which added retention volume CS 11 is common to the picture element 

electrode 8, and the method of using the common wiring 5 for formation of this retention 

volume is used widely. 

[0005]For the inspection of the open circuit in the array substrate formation process of this 

common wiring 5, and a short circuit. A means to connect with the terminal provided in the 

TFT array substrate in order to connect the gate signal line 1, the source signal line 2, the 

common wiring 5, etc. with an external circuit generally simultaneously two or more, It is 

common to use the test equipment which comprised equipment which impresses arbitrary 

voltage to each terminal, equipment which reads the charge quantity charged by the pixel, and 

equipment which processes the read data. This test equipment impresses the voltage 

waveform respectively near a desired real driving condition to the gate signal lines 1 arbitrary 

for detection of a line defect, the defect of a pixel, etc., the source signal line 2, and the 

common wiring 5, After carrying out fixed time lapse, the charge quantity charged by each pixel 

was read, with the read value, the charge was mapped, and comparison with the threshold set 

up beforehand has judged and detected a line defect, a point defect, etc. (This test equipment 

is hereafter called an array circuit tester) 

[0006] 

[Problem to be solved by the invention]aluminum or Cr is used for the formation method of a 

τFT array substrate on a glass substrate the 1st, and it forms the pattern of the common 

wiring 5 arranged in parallel with two or more gate signal lines l and its gate signal line 1. Each 

common wiring makes the gate terminal 3 of the gate signal line 1, and common wiring 5 by the 

side of reverse the form of the tandem type connected respectively. Subsequently, a contact 

hole is formed in some insulator layers on the common wiring 5 by the side of the input 

terminal of the gate signal line l and the gate signal line 1 after forming semiconductors, such 

as insulator layers, such as SiN, and a-Si, respectively on the common wiring 5 at desired form. 

Then, the source signal line 2 and a drain electrode are formed with metal, such as aluminum or 

Cr.τhe common wiring 5 is completed by providing simultaneously with formation of the 

source signal line 2 the electrode which was parallel to the source signal line 2 on the 

above-mentioned contact hole simultaneously with this source signal line 2. Then, a contact 

hole is formed in the protective film on a drain electrode after forming protective films, such as 

SiN. By connection and forming, a TFτarray substrate completes the picture element 

electrode 8 via a drain electrode and a contact hole with transparent electrical conducting 

materials, such as iτ0, at the last. 

[0007]Thus, in the common wiring 5 in the formed TFT array substrate, since the common 

wiring 5 is connected at both ends, in gate signal line 1 direction, it has the wiring resistance 
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distribution which becomes low as a middle-o←the-screen part is the highest and approaches 
screen right and left ends. When each pixel is charged with an array circuit tester, under the 

influence of the delay of a driver voltage waveform by resistance distribution of the common 

wiring 5, the charge quantity charged by each pixel as shown in drawing 15 has high screen 

right and left ends, and becomes the lowest in a middle-o←the-screen part. In the inspecting 
disconnection of the common wiring 5 using an array circuit tester, For example, when the 

common wiring 5 is disconnected near screen right and left ends, the ratios of the wiring 

resistance in the right and left to an open-circuit position differ greatly, therefore as shown in 

drawing 16, the difference of the charge in the pixel of the right and left of an open-circuit 

position occurs notably by a wiring resistance ratio, and an open circuit of the common wiring 

5 is detected easily. 

[0008]However, since the ratio of wiring resistance to an open-circuit position in right and le仕

of the common wiring 5 is small to an open circuit near middle of the screen, as it is shown in 

drawing 17, differences of a charge in a right-and-left pixel which adjoins an open-circuit 

position are very few so that they are buried in an error of measurement, and detection of an 

open circuit is very difficult. From the above-mentioned宍eason,a low field of detection 

sensitivity to common wiring 5 open circuit near [ in gate signal line 1 direction ] middle of the 

screen occurs in inspecting disconnection of the common wiring 5 by an array circuit tester. 

Therefore, defect detection in an inspection process after array substrate completion is very 

difficult to an open circuit of the common wiring 5 by which it was generated near middle of the 

screen, A TFT array substrate and formed counter electrode substrates, such as a light filter, 

were piled up, fault of being recognized visually as a pilot-wire defect by display inspection 

after pouring in a liquid crystal was generated, and a yield fall of a liquid crystal display and a 

rise of material and a manufacturing cost were caused. 

[0009]It was made in order that this invention might solve above SUBJECT, and it aims at 

obtaining a liquid crystal display which can detect an open circuit of common wiring with 

SU仔icientaccuracy easily with an array substrate formation process. 

[0010] 

[Means for solving problem]Two or more thin film transistors arranged by the whole surface of 

a display screen in the liquid crystal display concerning this invention on the intersection of 

two or more gate signal lines and two or more source signal lines at matrix form, It is arranged 

at the picture element electrode connected to the drain electrode of this thin film transistor, 

and a gate signal line and parallel, and. It has two or more common wiring arranged via an 

insulator layer at the picture element electrode so that retention volume may be formed, and 

common wiring of each other is connected in the peripheral edge part of a display screen, and 

the releasing part is formed in the display screen center section. 

[001 l]The releasing part is formed in form which becomes longer than the wiring width of 

common wiring. The releasing part is shifted and formed手orevery common wiring. 

[0012]Two or more thin film transistors arranged by the whole surface of a display screen on 

the intersection of two or more gate signal lines and two or more source signal lines at matrix 
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form, It is arranged at the picture element electrode connected to the drain electrode of this 

thin film transistor, and a gate signal line and parallel, and. It has two or more common wiring 

arranged via an insulator layer at the picture element electrode so that retention volume may 

be formed, and common wiring of each other is connected in the peripheral edge paは ofa 

display screen, and the high resistance part is formed in the display screen center section.τhe 

high resistance part is shifted and formed for every common wiring. 

〔0013]Twoor more thin film transistors arranged by the whole surface of a display screen on 

an intersection of two or more gate signal lines and two or more source signal lines further 

again at matrix form, It is arranged at a picture element electrode connected to a drain 

electrode of this thin film transistor, and a gate signal line and parallel, and. It has two or more 

common wiring arranged via an insulator layer at a picture element electrode so that retention 

volume may be formed, and common wiring of each other is connected in a peripheral edge part 

of a display screen, and a releasing part isおrmedin a display screen peripheral edge part. A 

releasing part of adjoining common wiring is mutually formed in a display screen peripheral 

edge part of an opposite hand. Common wiring is formed so that width may become large, as a 

releasing part is approached. 

[0014] 

［陥odefor carrying out the invention]Below embodiment 1. describes this embodiment of the 

invention 1. Drawing 1 is a representative circuit schematic showing a liquid crystal display by 

this embodiment of the invention 1. In drawing 1, 1-11 are the same as that of a thing in 

drawing 14, and omit the explanation. 12 is the common wiring open position (releasing part) 

formed in a middle-o←the-screen part, in order to open common wiring. Drawing 2 is a paγt 
plan showing a TFτarray substrate by this embodiment of the invention 1. In drawing 2, 1, 2, 5, 

8, and 12 are the same as that of a thing in drawing 1. 13 is a drain electrode of TFT. 

[0015]Drawing 3 is a part plan showing the TFT array substrate by this embodiment of the 

invention 1. In drawing 3, 1, 2, 5, 8, 12, and 13 are the same as that of the thing in drawing 2. 

Drawing 3 is a pattern in which the common wiring open position 12 becomes longer than wiring 

width. Drawing 4 is a schematic view showing the open position of wiring of the liquid crystal 

display by this embodiment of the invention 1. In drawing 4, 1, 2, and 12 are the same as that of 

the thing in drawing 1. In drawing 4, the common wiring open position 12 is shifted at random 

for every common wiring. 

[0016]Drawing 5 is a figure showing the example of an array circuit tester measurement result 

of the normal wiring section of the liquid crystal display by this embodiment of the invention 1. 

Drawing 6 is a figure showing the example of an array circuit tester measurement result in case 

there is an open circuit in the common wiring of the liquid crystal display by this embodiment of 

the invention 1. 

[0017］対ext,the manufacturing method of a TFT array substrate is explained. First, on a glass 

substrate, aluminum or Cr is used and a common wiring pattern is formed in parallel with the 

gate signal line 1 and the gate signal line 1.ξach common wiring 5 makes the gate terminal 3 of 

the gate signal line 1, and common wiring 5 by the side of reverse the form of the tandem type 
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connected respectively. In that case, the common wiring open position 12 for opening the 

common wiring 5 in a middle－。←the-screenposition, as shown in drawinR: 1 and drawinR: 2 is 
おrmedbeforehand. Subsequently, a contact hole is formed in some insulator layers on the 

common wiring 5 by the side of the gate terminal 3 after forming an insulator layer and a 

semiconductor on this gate signal line 1 and the common wiring 5. Then, the source signal line 

2 is formed with metal, such as aluminum or Cr. The common wiring 5 is completed by 

connecting with the common wiring pattern which provided the wiring which was parallel to the 

source signal line 2, and was previously formed on the above-mentioned contact hole 

simultaneously with this source signal line 2. Then, a contact hole is formed in the protective 

film on the drain electrode 13 after forming protective films, such as SiN. At the last, aτFT 

array substrate completes the picture element electrode 8 by connection and forming via the 

drain electrode 13 and a contact hole with transparent electrical conducting materials, such as 

ITO. 

[0018]Next, a disconnection inspection method of the common wiring 5 in a丁Fτarray

substrate formed in this way is explained. From the common wiring terminal 6 of screen both 

ends, wiring resistance distribution of the common wiring 5 in screen right and left becomes 

equal there where electric power is supplied to common electric potential at the common 

wiring 5.τhere手ore,even if there is the common wiring open position 12 in middle of the screen 

about the common wiring 5 which has not generated an open circuit like drawing 5, it is 

inspected as normal wiring like the conventional TFT array substrate. When an open circuit has 

occurred in the common wiring 5, it does not call at an occurrence position of an open-circuit 

place, but the common wiring 5 from a disconnection occurrence position to the common 

wiring open position 12 of middle of the screen will be in a state [ **** ] electrically, and a 
normal electric charge will not be charged by the picture element electrode 8 in the meantime. 

Therefore, it is not based on an open-circuit position, but detection becomes possible as an 

open-circuit defect easily because a difference of an electric charge normally charged by pixel 

of a side near a screen edge which adjoins an open-circuit position like drawing 6, and charge 

quantity charged by pixel of a before 〔froman open-circuit position I the open position 12 of 

common wiring ] becomes large. 

[0019]Since the common wiring open position 12 has equivalent common wiring resistance of 

screen right and left, drawing of wiring resistance by a process variation etc. although not 

recognized visually as a defect一－ internal division --by change of cloth etc. As a luminance 

change of screen right and left centering on an open position of the common wiring 5 is 

generated and it is shown in drawing 4, an open position of wiring is shifted at random in the 

gate signal line 1 direction every common wiring 5, and the visibility of a luminance change in 

screen right and left is reduced more by blurring a boundary. Pattern shape of the common 

wiring open position 12 is made longer than wiring width like drawing 3, and a fall of visibility can 

be similarly expected by making low impedance of the common wiring 5 in screen right and left. 

[0020]According to the Embodiment 1, with a TFT array substrate formation process an open 

circuit of common wiring, Irrespective of a position of an open circuit, it can detect and high 
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yield and a low cost liquid crystal display can be obtained by improvement in a yield by quick 

feedback to a manufacturing process, a reduce manufacturing cost by poor escape prevention 

to a post process, etc. 

〔0021]Belowembodiment 2. uses and explains drawin~ 4 about this embodiment of the 

invention 2 using drawing 7 -9. Drawing 7 is a representative circuit schematic showing the 

liquid crystal display by this embodiment of the invention 2. In drawinε7, 1-11 are the same as 

that of the thing in drawing 1. 14 is the high resistance connecting location (high resistance 

part) formed in the middle-of-the-screen part of the common wiring 5. Drawing 8 is a part plan 

showing the TFT array substrate by this embodiment of the invention 2. In drawing 8, 1, 2, 5, 

and 8 are the same as that of the thing in drawing 7. Semiconductors, such as a-Si in which 13 

forms the drain electrode of TFT in and 15 forms the high resistance connecting location 14, 

and 16 are contact holes which form the high resistance connecting location 14. Drawing 9 is a 

sectional view of A-A’of drawing 8. In drawing 9, 2, 5, 8, 15, and 16 are the same as that of the 

thing in drawing 8. The insulator layer in which 17 was formed in the glass substrate and 18 was 

formed on the common wiring 5, and 19 are the protective films formed on the semiconductor 

15. 

[0022]Next, the manufacturing method of a TFτarray substrate and the inspection of an open 

circuit of common wiring are explained. First, on the glass substrate 17, aluminum or Cr is used 

and a common wiring pattern is formed in parallel with the gate signal line 1. In that case, a 

common wiring open pos比ionis first formed in the middle－。←the-screenposition of a common 
wiring pattern by phototype process etc. beforehand. Subsequently, after forming the insulator 

layers 18, such as SiN, on the gate signal line l and the common wiring 5, the contact hole 16 

is formed in the right and left of the open position of the common wiring 5. The high resistance 

connecting location 14 is formed by connecting the common wiring 5 with the semiconductor 

15 via the contact hole 16 by forming the semiconductor 15 on the contact hole 16 formed in 

the common wiring 5 simultaneously with semiconductor formation of a-Si etc. which form TFT 

after that. Then, a contact hole is formed in some insulator layers 18 on the common wiring 5 

of the side into which a gating signal is inputted. Then, the source signal line 2 is formed with 

metal, such as aluminum or Cr. The common wiring 5 is completed by providing the electrode 

which was parallel to the source signal line 2 on the above-mentioned contact hole 

simultaneously with this source signal line 2. 

[0023]In the inspection of the TFT array substrate formed in this way. Since an electric charge 

is not normally charged by the pixel of the portion from the high resistance connecting location 

14 to an open circuit in the inspecting disconnection of the common wiring 5 as Embodiment 1 

described, an open-circuit position --or [ near the center of the both ends of a screen, or a 

screen］一一 irrespectiveof --the difference of the charge quantity of the pixel which adjoins 

an open-circuit position is large, and detection of it is easily attained as an open-circuit defect. 

Even when using the high resistance connecting location 14 for middle of the screen, as 

Embodiment 1 explained, since the common wiring resistance of screen right and left is 

equivalent, Although hardly recognized visually as a defect, by a process variation etc. By 
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shifting the high resistance connecting location 14 of wiring at random in the gate signal line 1 

direction, and blurring a boundary every common wiring 5, as the luminance change of screen 

right and left centering on the open position of the common wiring 5 is generated and it is 

shown in drawing 4. The visibility of the luminance change in screen right and left is reduced 

more. 

[0024]According to the Embodiment 2, an open circuit of common wiring is detectable 

irγespective of an open-circuit position by establishing a high resistance connecting location 

on common wiring in a middle－。←the-screenpart. 
[0025]Below embodiment 3. describes this embodiment of the invention 3 using drawing 10 -

13. Drawing 10 is a representative circuit schematic showing a liquid crystal display by this 

embodiment of the invention 3. In drawing 10, 1-11 are the same as that of a thing in drawing l. 

20 is the common wiring open position formed in a screen edge. Drawing 11 is a part plan 

showing a TFT array substrate by this embodiment of the invention 3. In drawing 11, 1, 2, 5, 8, 

and 20 are the same as that of a thing in drawing 1. 13 is a drain electrode of TFτ. The common 

wiring 5 has tapered shape so that it may become so broad that the common wiring open 

position 20 is approached. 

[0026]Drawing 12 is a figure showing the example of an array circuit tester measurement 

result of the normal wiring section of the liquid crystal display by this embodiment of the 

invention 3. Drawing 13 is a figure showing the example of an array circuit tester measurement 

result in case there is an open circuit in the common wiring of the liquid crystal display by this 

embodiment of the invention 3. 

[0027]Next, the manufacturing method of a TFT array substrate and the detection of guidewire 

mal手unctionof common wiring are explained. On a glass substrate, aluminum or Cr is used and 

a common wiring pattern is formed in parallel with the gate signal line 1.正achcommon wiring 5 

makes the gate terminal 3 of the gate signal line l, and common wiring 5 by the side of reverse 

the form of the tandem type respectively connected at intervals of a line. It forms in the 

tapered shape that wiring width becomes large toward the common wiring open position 20 

from the side which carried out common connection of the common wiring 5 as shown in 

drawing 11, in that case. Subsequently, after forming insulator layers, such as SiN, and 

semiconductors, such as a-Si, on this gate signal line 1 and the common wiring 5 and using 

desired form, respectively, a contact hole is formed on the common wiring 5 by the side of the 

gate terminal 3 by which common connection is not carried out. Then, the source signal line 2 

is formed with metal, such as aluminum or Cr. By providing the electrode which was parallel to 

the source signal line 2 on the above-mentioned contact hole simultaneously with this source 

signal line 2, common connection of the common wiring 5 is carried out at one side of 

alternation and right and left, and the common wiring 5 which approaches the common wiring 

open position 20 from the input edge of the common wiring 5 and in which it is alike, therefore 

the width of wiring becomes large is formed. Then, a contact hole is formed in the protective 

film on the drain electrode 13 after事armingprotective films, such as SiN. At the last, a TFT 

array substrate completes the picture element electrode 8 by connection and forming via the 
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drain electrode 13 and a contact hole with transparent electrical conducting materials, such as 

ITO. 

[0028]In the inspecting disconnection of the common wiring of the TFT array substrate formed 

in this way, since the common wiring 5 is inputted only from one side, like drawing 13, at every 

place, a difference with big charge quantity charged by the right-and-left pixel of an 

open-circuit position occurs, and detection of an open circuit can be carried out very easily. 

[0029]According to the Embodiment 3, generating of the brightness unevenness in screen right 

and left, etc. can be suppressed by suppressing the influence by wiring resistance and the 

margin to a charging characteristic etc. being expanded also in the common wiring input from 

one side, by having made the common wiring pattern into tapered shape. Generating of the 

luminance distribution in right and left, etc. are further reduced by o汗settinga luminance 

change on either side on viewing in inputting from right and left for every line. 

[0030] 

[Effect of the Invention]Since this invention is constituted as explained above, it does an 

effect as taken below so. Two or more thin film transistors arranged by the whole surface of a 

display screen on the intersection of two or more gate signal lines and two or more source 

signal lines at matrix form, It is arranged at the picture element electrode connected to the 

drain electrode of this thin film transistor, and a gate signal line and parallel, and. It has two or 

more common wiring arranged via an insulator layer at the picture element electrode so that 

retention volume may be formed, and since it is connected mutually in the peripheral edge part 

of a display screen and the releasing part is formed in the display screen center section, the 

common wiring can detect an open circuit of common wiring irrespective of an open-circuit 

position. 

〔0031]Sincethe releasing par主isformed in form which becomes longer than the wiring width of 

common wiring, it can reduce the visibility of the luminance change by a releasing part. Since 

the releasing part is shifted and formed for every common wiring, it can reduce the visibility of 

the luminance change by a releasing part. 

[0032]Two or more thin film transistors arranged by the whole surface of a display screen on 

the intersection of two or more gate signal lines and two or more source signal lines at matrix 

form, It is arranged at the picture element electrode connected to the drain electrode of this 

thin film transistor, and a gate signal line and parallel, and. It has two or more common wiring 

arranged via an insulator layer at the picture element electrode so that retention volume may 

be formed, and since it is connected mutually in the peripheral edge part of a display screen 

and the high resistance part is formed in the display screen center section, the common wiring 

can detect an open circuit of common wiring irrespective of an open-circuit position. Since the 

high resistance part is shifted and formed for every common wiring, it can reduce the visibility 

of the luminance change by a releasing part. 

［む033]Twoor more thin film transistors arranged by the whole surface of a display screen on 

the intersection of two or more gate signal lines and two or more source signal lines further 

again at matrix form, It is arranged at the picture element electrode connected to the drain 
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electrode of this thin film transistor, and a gate signal line and parallel, and. It has two or more 

common wiring arranged via an insulator layer at the picture element electrode so that 

retention volume may be formed, and since it is connected mutually in the peripheral edge part 

of a display screen and the releasing part is formed in the display screen peripheral edge part, 

the common wiring can detect an open circuit of common wiring irrespective of an 

open-circutt position. 

[0034]Since the releasing part of a司joiningcommon wiring is mutually formed in the display 

screen peripheral edge part of an opposite hand, it can o汗seta luminance change on either 

side. Since common wiring is formed so that width may become large as it approaches a 

releasing part, it can control generating of luminosity unevenness. 

DESCRIPTION OF DRAWINGS 

[Brief Description of the Drawings] 

〔Drawingl]lt is a representative circuit schematic showing the liquid crystal display by this 

embodiment of the invention 1. 

[Drawing 2］社 isa part plan showing the TFT array substrate by this embodiment of the 

invention 1. 

[Drawing 3]lt is a part plan showing the TFT array substrate by this embodiment of the 

invention 1. 

[Drawing 4]It is a schematic view showing the open position of wiring of the liquid crystal 

display by these embodiments of the invention 1 and 2. 

[Drawing 5]It is a figure showing the example of an array circuit tester measurement result of 

the normal wiring section of the liquid crystal display by this embodiment of the invention 1. 

[Drawing 6]It is a figure showing the example of an array circuit tester measurement result in 

case there is an open circuit in the common wiring of the liquid crystal display by this 

embodiment of the invention 1 . 

[Drawing 7]It is a representative circuit schematic showing the liquid crystal display by this 

embodiment of the invention 2. 

[Drawing 副社 isa part plan showing the TFT array substrate by this embodiment of the 

invention 2. 

[Drawing信託 isa sectional view of A-A’of drawing 8. 

[Drawing 1 O]lt is a representative circuit schematic showing the liquid crystal display by this 

embodiment of the invention 3. 

[Drawing 11 ]It is a paγt plan showing the τFT array substrate by this embodiment of the 

invention 3. 

[Drawing 12]It is a figure showing the example of an array circuit tester measurement result of 

the normal wiring section of the liquid crystal display by this embodiment of the invention 3. 

[Drawing 13］託isa figure showing the example of an array circuit tester measurement result in 

case there is an open circuit in the common wiring of the liquid crystal display by this 
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embodiment of the invention 3. 

[Drawing l 4]It is a representative circuit schematic showing the conventional liquid crystal 

display. 

[Drawing 15］註isa figure showing the example of an array circuit tester measurement result of 

the normal wiring section of the conventional TFT array substrate. 

[Drawinp; 16]It is a figure showing the example of an array circuit tester measurement result in 

case there is an open circuit (screen edge part〕inthe common wiring of the conventional TFT 

array substrate. 

[Drawing 17］註isa figure showing the example of an array circuit tester measurement result in 

case there is an open circuit (middle-of-the-screen part) in the common wiring of the 

conventional τFT array substrate. 

[Explanations of letters or numerals] 

1 A gate signal line, 2 source signal lines, 3 gate terminals, 4 source terminals, 5 Common wiring, 

6 common-wiring terminal, 7 TFT, and 8 A picture element electrode and 9 Counterelectrode, 

10 A liquid crystal and 11 [ A semiconductor and 16 I A contact hole, 1 7 glass substrates, and 

18 I An insulator layer and 19 I A protective film and 20 I Common wiring open position. ] 

Retention volume (CS) and 12 A common wiring open position, 13 drain electrodes, and 14 A 

high resistance connecting location and 1 5 

[Translation done.] 
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(19} B本国特許庁 (JP} (12｝公開特許公報（A) (11）特許出願公鴎番号

特開2桜)2-3田896
{P2002-350部6A)

(5l}Int.Cl.1 

G 0 2 F 1/1368 

1/1343 

HO 1 L 29/786 

(21)出顕番号

(22）歯車E

護軍j記号

特躍詑001-1531詔l(P2001-15援活1)

平成13年5月沼田（2001.5除お〉

(54) ［発明の名森］ 液晶表示装置

(57) ［要約］

【課題〕 謎来の液品表示装竃で辻、アレイテスタによ

る共通配線の断線検査において、ゲート信号線方向にお

ける画面中央付近での共通配線断線に対する輸出惑度の

低い領域が発生していた。

【解決手段】 TF  Tアレイ基板上に彊素を形成する画

素電極8と共に保持容量Cs 1 1を挟持するように接続
される共通費己諌5をゲート信号線1に平行になるように

配置し、画面の中央部に、共通配線5を開放する共通配

議開放位置20を形成して、アレイテスタにより共通配

線 5の顕線をその断線位置に係わらず、検出できるよう

にした。

(43｝公開百平成14年12月4B (200'l. 12. 4) 

FI 

G 0 2 F 1/1368 

1/1343 

HO 1 L 29/78 624 

612C 

テーマコ→ー（参考〉

2H092 

5F110 

審査請求未謹求欝求項の数8 OL  〈全 9 頁）

(71)出軍人 5950590邸

諌式会社アドパンスト・ディスプレイ

熊本県菊地郡西合志町梅代志調7番地。2）発明者接溝裁幸
熊本県薯諮郡西合志町新誌関7番地蜂

式会社アドバンスト・ディスプレイ内

σ2）発明者井上一樹
熊本県菊地郡西合意町郵代志泊7番港株

式会社アドバンスト・ディスプレイ内

(74）代理人 1000737回

3 

弁理士大岩増鐘

最襲真に続く

も

.4 

12 

可

ーーーー＿ .. _____ ＿.＿町田信情~ －ーーー酔

1：ゲート信管制農
2：ソース信号館
3：ゲート揚子
4：ソース場子
5：共通連銀；

11：保持容量（CS)
12：共遥藍現場肱位置
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【特許語求の範題】

【藷求項1】 擾数のゲート信号線と複数のソース信号

隷との交点にマトリックス状に表示酉彊の一面に配置さ

れた擾数の薄膜トランジス夕、この薄膜トランジスタの

ドレイン霊極に接続された画素電極、上記ゲート電号線

と平行に配置されると共に、保持容量を形成するよう上

記画素電極に絶縁震を介して配量された複数の共通配線

を備え、上記共通配線は、上記表示画面の周縁部で互い

に接続されると共に、表示画面中央部において環放部が

形成されていることを特徴とする液晶表示装置。

［請求項2) 上記開放部は、上記共通配線の配線嘱よ

り長くなるような形状に形成されていることを特徴とす

る請求項1記載の液晶表示装置。

【請求項3) 上記開放蔀は、上記共通配線毎にずらし

て形成されていることを特徴とする藷求項1または請求

項2記載の液晶表示装置。

【請求項4) 複数のゲート信号線と複数のソース信号

線との交点にマトリックス状に表示画面の－JI互に配置さ

れた複数の薄膜トランジス夕、この薄膜トランジスタの

ドレイン電極に接続された画素電極、上記ゲート信号線

と平行に配量されると共に、保持容量を形成するよう上

記画素電極に絶縁震を介して配量された護数の共通配線

を鏑え、上記共通配線は、上記表示層重の周縁部で互い

に接続されると共に、表示雷面中央部において高抵抗部

が形成されていることを特徴とする液晶表示装置。

〔請求項5) 上記高抵抗部は、上記共通配線毎にずら

して形成されていることを特徴とする請求項4記載の液

晶表示装章。

［請求項6】 複数のゲート信号隷と複数のソース信号

線との交点にマトリックス状に表示画彊の一面に配置さ

れた複数の薄膜トランジス夕、乙の薄膜トランジスタの

ドレイン電極に接続された画素電極、上記ゲートf言号線
と平行に配置されると共に、保持容量を形成するよう上

記画素電極に絶縁膜を介して配置された護数の共通配線

を備え、上記共通配擦は、上記表示画面の題縁部で互い

に譲続されると共に、表示画面題縁部において開放部が

形成されていることを特教とする液晶表示装置。

【藷求項7) 隣接する共通配線の摺放部は、互いに反

対慎gの表示画面毘議部に形成されていることを特徴とす

る請求項6記載の液品表示装置。

【請求項目 上記共通配線は、上記開放部に近づくに

従って揺が広くなるように形成されていることを持徴と

する詰求項6または語求項7記載の譲晶表示装置。

【発明の詳細な説明〕

【00 0 1 J 
【発拐の属する技街分野〕この発明は、 TF Tアレイ基

板に設けちれた保持容量を接続する共通配線の断線検査

を行う液品表示装霞に関する。

【00 0 2) 

【従来の技術〕図 14は、従来の譲晶表示装置を示す等

(2) 特関2002-350896

錨田路密である。図 14において、 IはTF Tアレイ基

板に配置されたゲート語号線、 2~まゲート信号線 1 と直

交するようにTF Tアレイ基坂上に記聾されたソース信

号線、 3はゲート信号線1にゲート信号を入力するゲー

ト端子、 4はソース信号隷2に画像信号電正を入力する

ソース端子である。日立ゲート信号線Iと平行にTFT 

アレイ基較に配置された共通配線、 6は共通配線5~こ共

通電位を供給する共通配線端子である。 7はゲート信号

線 14こゲート電極が、ソース信号線2にソース電極がそ

れぞれ接続されたTF T、8はTFT7のドレイン電極

に接続された画素電極、 9は画素電極siこ対向するよう

に寵聾された対向電極、 1 0は酉素電極8と対向電極9

閤に配墨された液晶、 11は画素電極8と共通配隷5摺

に接続された保持容量（CS）である。

【00 0 3）密 15は、従来のτFTアレイ基板の正常

配線部のアレイテスタ認定結果例を示す図である。図 1

6は、従来のTF Tアレイ基板の共通車線に断線（画面

端部〉がある場合のアレイテスタ測定結果例を示す図で

ある。醤 17は、従来のTF Tアレイ基板の共通配線に

断線〈画面中央部）がある場合のアレイテス夕顔定結果

関を示す図である。

[0004）次に、動作について説明する。液晶表示装

置に用いられるTF Tアレイ基板は、ゲート信号線1か

らTFT 7tこ対しゲート信号を入力し、ゲート信号のタ

イミングで、ソース信号線2より供給した画像信号電圧

を各画素電極8と対向電極9の関に充電し、その電圧に

より液晶 10をコントロールし、画像を表示する。画素

の自己放電や、 TFT7のリーク等により、麗素の充電

電荷がリークすることで所望の電圧が得られないことを

防止するため、画素電極8に保持容量Cs 1 1を付加し
た構或が一般的であり、この保持容量の形成に共通配線

5を尾いる方法が広く用いられている。

【00 0 5）この共通配隷5のアレイ基板形成工程にお

ける断線、短絡の検査には、一較的にゲート信号線l、

ソース信号線2、共通配隷5などを外部の回路と接続す

るためにTF Tアレイ基較に設けられた端子に、複数本

同時に接続する手段と、各々の端子に任意の電正を印加

する装置と、画素に充電された電荷量を読み込む装量

と、読み込んだデータ在処理する装置とで構成された検

査装置を用いることがー較的である。この検査装霊は、

線欠陥や、画素の欠描などの検出のために、在意のゲー

ト信号線I、ソース信号線2、共通配線5にそれぞれ所

望の実駆動条件に近い電圧波形を印加し、一定時間経過

した後に、各画素に充電された電荷量を読み取り、読み

取られた値で、充電量のマッピングを行い、あらかじめ

設定されたしきい値との比較によって、隷欠箱、点欠路

などを判定、検出している。 〈以下、この検査装置をア

レイテスタと呼ぶ）

【0006】

【発明が解決しようとする課題JT F Tアレイ基較の形
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成方法は、第uこガラス基板上にAIまたはCr等を用
いて、捜数のゲート信号隷1と、そのゲート信号線1と

平行に配聾した共通配線5のパターンを形成する。ゲー

ト信号線lのゲート端子3と逆倒の共通配線5培、各共

通配隷が各々接続された樺型の形状とする。次いで、ゲ

ート信号線1と、共通配線5の上に、 Si N等の絶隷摸

やa-Si等の半導誌を各々所望の形状に形成した後、

ゲート信号隷1の入力端子棋の共通配線5上の絶緩療の

一部にコンタクトホールを形成する。その後、ソース信

号棟2とドレイン電極をAlまたはCT等の金属によっ

て形成する。このソース信号線2と同時に、上記したコ

ンタクトホール上にソース信号隷2と平行した電極をソ

ース信号線2の形成と同時に設けることで、共通配線5

が完成する。この後、 Si Nなどの保護膜を形成した

後、ドレイン電極上の保護讃にコンタクトホールを形成

する。最後に IT Oなどの透明導電材料にて画素電極8

をドレイン電極とコンタクトホールを介して接続・形成

することで、 TF Tアレイ基板が完成する。

【00 0 7］このようにして形成されたτFTアレイ基

較における共通配線5では、共通配線5が再端で接続さ

れているので、ゲート信号線1方向において、画面中央

部が最も高く、酒麗左右端に近づくに従って低くなる配

線抵抗分布を持つ。アレイテスタによって、各画素に充

電した場合、共通車線5の抵抗鐘分布による駆動電圧波

形の遅延の影響により、密 15に示されるように各画素

に充電される電荷量は画面左右端が高く、画面中央部で

最も低くなる。アレイテスタを用いた共通配線5の顕嬢

検査においては、例えば雷面左右端付近で共通配線5が

断線した場合法、断線位置までの左右での配諒抵抗の比

が大きく異なる、従って、図 16に示されるように、配

線抵抗比により断線位置の左右の画素におザる充電量の

差が顕著に発生し、容易に、共通配線5の額線は検出さ

れる。

【00 0 8］しかし、酉面中央付近での断線に対して

は、共通配穣5の左右での断線位置までの配隷抵抗の比

が小さいため、圏lHこ示されるように断線位霞に擁護

する左右画素での充電量の差は、測定誤差に埋もれてし

まう程、ごくわずかであり、断線の検出は極めて困難で

ある。上記の理由から、アレイテスタによる共通配線5

の断諒検査において、ゲート信号線1方向における覆面

中央付近での共通配隷5顕績に対する検出感度の低い領

域が発生する。従って、画面中央付近に発生した共通配

線5の断線に対して、アレイ基板完成後の検査工程での

不良検出が極めて濁難であり、 TF Tアレイ基板とカラ

ーフィルタ等の形成された対向電極基板を重ね合わせ、

液品を注入した後の表示検査にて表示糠欠結として視認

されてしまうといった不呉合を発生させ、液品表示装置

の歩留低下や材料、製造コストの上昇を招いていた。

【00 0 9］この発明は上記のような課題を解決するた

め；こなされたもので、共通費E諒の衝線をアレイ基板形成

(3) 特関2002-350896 

工程で容易に、精度良く検出することができる液晶表示

装置を得ることを目的としている。

[O 0 1 O] 

E課題を解決するための手段］この発明に係わる譲晶表
示装嵩においては、複数のゲート信号線と複数のソース

信号隷との交点にマトリックス状に表示画面の一面に配

置された複数の薄膜トランジスタと、この薄頚トランジ

スタのドレイン電極に接続された画素電極と、ゲート信

号線と平行に記置されると共に、保持容量を形成するよ

う雷素電極に絶縁膜を介して配置された護数の共通配隷

を憶え、共通配線は、表示直面の毘縁部で互いに接続さ

れると共に、表示画面中央部において開放部が形成され

ているものである。

【00 1 1］また、開放部は、共通配績の車線幅より長

くなるような形状に形成されているものである。また、

需放部は、共通配線毎にずらして形成されているもので

ある。

【00 1 2）さらに、複数のゲート信号線と擾数のソー

ス彊号線との交点にマトリックス状に表示直面の一軍に

喜三重された複数の薄膜トランジスタと、この薄膜トラン

ジスタのドレイン電極に接続された画素電極と、ゲート

信号線と平行に配置されると共に、保持容量を形成する

よう画素霊極に絶縁膜を介して配置された複数の共通配

線を構え、共通語己糠は、表示画面の属議部で互いに接続

されると共に、表示画面中央部において高抵抗部が形成

されているものである。また、高抵抗部は、共通配隷毎

にずらして形或されているものである。

【00 1 3］さらにまた、複数のゲート信号線と複数の

ソース信号線との交点にマトリックス状に表示画面の一

言語に配置された複数の薄膜トランジスタと、この薄摸ト

ランジスタのドレイン電極に接続された画素電極と、ゲ

ート信号線と平行に配寵されると共に、保持容量を形成

するよう画素電極に絶縁膜を介して配霞された擾数の共

通配線を構え、共通配線は、表示画面の題縁部で互いに

接続されると共に、表示画言語周縁部において開放部が形

成されているものである。また、隣接する共通配線の開

放部は、互いに反対離の表示画面罵縁部に形成されてい

るものである。また、共通配隷は、開放部に近づくに従

って揺が広くなるように形成されているものである。

〔00 1 4) 

E発明の実施の形態］実捷の形態1.以下、この発窮の
実施の形襲1について説明する。図1は、この発明の実

施の形態1による液晶表示装置を示す等価話路図であ

る。図 lにおいて、 1～ IHま図 14におけるものと同

ーのものであり、その説明老省略する。 12は共通費E嬢
を開放するために、画面中央部に形成された共通配線開

放位置（開放部）である。図2は、この発明の実施の形

態 1によるTF Tアレイ基板を示す部分平面密である。

図2において、 1、2、5、8、 12は匿1におけるも

のと同ーのものである。 13はTF Tのドレイン電極で
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ある。

【00 1 5】図3辻、この発明の実施の形態 1によるT

F Tアレイ基板老示す部分平面密である。函3におい

て、 l、2、5、8、 12、 13は図2におけるものと

同ーのものである。図3は、共通配線開放位量 12が配

隷幅よりも長くなるパターンである。密4は、この発明

の実施の影態lによる液晶表示装置の配線の開放位寵を

示す報路密である。図4において、 1、2、 12は図 1

におけるものと同ーのものである。図4では、共通車韓

関放位置12を共通配線毎にランダムにずらしている。

〔00 1 6J函5は、この発明の実撞の形態 1による液

晶表示装置の正常配線部のアレイテスタ測定結果憐を示

す密である。図6辻、この発明の実施の形態1による液

品表示装置の共通配線に断線がある場合のアレイテスタ

誕定結果携を示す図であるo

[0017］次に、 TFTアレイ基板の製造方法につい

て説明する。まず、ガラス基板上にA 1またはCr等を

用いて、ゲート信号線lとゲート語号線 lに平行に共通

藍練パターンを形或する。ゲート信号線Iのゲート端子

3と逆衡の共通配線5は、各共通配線5が各々接続され

た櫛型の形状とする。その際、図 l、菌2~こ示すように

画面中央位置に、共通配線5を開放するための共通配線

開放位置 12をあらかじめ形或する。次いでこのゲート

信号線1と、共通配線5の上に、絶縁膜や半導体を形成

した後、ゲート端子3鱒の共通配線5上の絶縁膜の一部

にコンタクトホ－Jレを形成する。その後、ソース信号隷
2をAIまたはCr等の金属によって形成する。このソ

ース信号隷2と同持に、上記したコンタクトホール上に

ソース信号線2と平行した配線を設け、先に形成した共

通配糠パターンと接続することで、共通配線5が完成す

る。この後、 Si Nなどの保護膜を形成した後、ドレイ

ン電極 13上の保護膜にコンタクトホールを形成する。

最後に、 IT Oなどの透明導電詩料にて匿素電極8をド

レイン電極 13とコンタクトホールを介して接続・形成

することで、 TFTアレイ基板が完成する。

[O 0 1 8）次に、このように形成したTF Tアレイ基

板における共通配線5の断線検査方法について説明す

る。共通配線 5~こは画面両端の共通配線端子6 より、共

通電位が給電される、そこで雷面左右での共通配線5の

配線抵抗分布は等しくなる。従って、国5のように断績

の発生していない共通配綾5に関しては、画面中央での

共通配線開放位置 12が有っても、従来のTFτアレイ

基板と同様に正常配線として検査される。共通配線5~こ

断線が発生している場合辻、断線場所の発生｛立董によら

ず、断線発生位竃から画面中央の共通配線開放位置 12 

までの共通配線5は、電気的に開放な状態となり、この

間の画素電極8には正常な電請が充電されない。従っ

て、罰6のように新線位竃に隣接する画面端に近い側の

画素に正常に充電される電高と、断線位置から共通配線

の開放位置 12までの簡の画素に充電される電荷量の差

(4) 特関2002-350896

が大きくなることで、新譲位置によらず容易に顕隷欠龍

として検出が可能となる。

【00 1 9Jなお、共通配線開放設置12辻、題語左右

の共通配線抵抗嬉が等価なため、欠陥としては視認され

ないが、プロセス変動などによる配線抵抗の画内分布の

変fとなどによって、共通配線5の開放位置を中心とした

画面左右の輝度変fとを発生させる可能性もあり、密4に
示すように、共通配線5毎に、車線の開放設置をゲート

信号線1方自にランダムにずらし、境界をぼやけさせる

ことで、画面左右での輝度変化の視認珪をより低下させ

られる。さらに、共通配線開放位量 12のパターン形状

老、図3のように、記線幅よりも長くし、画面左左での

共通配嬢5のインピーダンスを低くすることでも同様に

視認性の低下が期待できる。

【0020】実捷の形態 1によれば、 TF Tアレイ基板

形成工程で、共遥配線の断線を、断線の位置にかかわら

ず検出することができ、製造プロセスへの素早いフィー

ドパックによる歩留まりの向上や、後工程への不良流出

前止による製造コスト低減などにより、高歩習かつ抵コ

ストな液晶表示装置を得ることができる。

[O 0 2 1】実施の形態2.以下、この発明の実施の形

態2について、密7～ 9を用い、陸4を援用して説明す

る。鴎7は、この発明の実施の形態2による液晶表示装

置を示す等倍回諮図である。図7において、 1～ l1は

密 1におけるものと同ーのものである。 14は共通配線

5の酉居中央部に彩成された高抵抗接続栓置（高抵抗

部）である。密8は、この発明の実施の形態2によるT

F Tアレイ基板を示す部分平面図である。図8におい

て、 1、2、5、8は図7におけるものと需ーのもので

ある。 13 ~ま T F Tのドレイン電種、 15は高抵抗接続

位童14を形成する a s iなどの半導体、 16は高抵
抗接続位置 14を形成するコンタクトホールである。図

9は、函8のA-A’の額面図である。図9において、

2、5、8、 15、 1 6 ~ま図 8 におけるものと開ーのも

のである。 17はガラス基板、 18は共通配線5上に形

成された絶隷膜、 19は半導鉢 15上に形成された保護

摸である。

【0022】次に、 TF Tアレイ基教の製造方法及び共

通配線の断線の検査について説明する。まず、ガラス基

板 17上にA1また辻Cf等を用いて、ゲート信号線1

と平行に共通配線パターンを形成する。その欝、共通配

線パターンの画面中央位震にまず共通配線環放位琶をあ

らかじめ写真製版などによって形成する。次いでゲート

信号線lと、共通配線5の土に、 Si Nなどの絶縁膜 1

8を形成した後、共通配線5の開放設置の左右にコンタ

クトホール 16を形成する。その後τFTを形成する a

-s iなどの半導体形成と同時に、共通配諌5に形成し
たコンタクトホール 16上に半導体 15を形成すること

で、共通配諒5がコンタクトホール 16を介して半導体

1 5で接続されることにより、高抵抗議続位量 14が形
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成される。その後、ゲート信号が入力される側の共通配

嬢 5上の絶隷膜 18の一部にコンタクトホールを形成す

る。その後、ソース語号鰻2をA1またはCr等の金属

によって形成する。このソース信号線2と需時に、上記

したコンタクトホール上にソース信号線2と平行した電

極を設けることで、共通車線5が完成する。

〔00 2 3）このように形成したTF Tアレイ基板の検

査では、実施の形態1で述べたのと間接に、共通費三隷5

の断線検査において、高抵抗接続位置14から麟糠まで

の部分の画素には正嘗に電蕎が充電されないため、断線

位置が画面の両端や画面の中央付近かにかかわらず、断

線位置に隣接する画素の電荷量の差は大きく、容易に断

線欠踊として検出が可能となる。なお、画面中央に高抵

抗接続位置 14を用いる場合でも、実施の形態lで説明

したのと同様に、額面左右の共通配線抵抗植が等価なた

め、欠臨としてはほとんど視認されないが、プロセス変

動などによって、共通配線5の語放位置を中心とした画

面左右の輝慶変化を発生させる可能性もあり、図4~こ示

すように、共通配線5毎に、配線の高抵抗接続位置 14 

をゲート信号績1方向にランダムにずらし、境界をぼや

けさせることで、廼匡左右での輝度変｛との規認性をより

低下させられる。

[0024）実施の形態2iこよれば、画面中央部に共通

配線上の高抵抗接続往霞を設けることで、共通配線の断

線を、断続位置にかかわらず、検出することができる。

【00 2 5）実施の形態3.以下、この発明の実施の形

態3について、図 10～ 1 3を用いて説明する。密 10 

は、この発明の実施の形態3による液品表示装量を示す

等倍回路密であるc 霞 10において、 1～ 11は図 1に

おけるものと同ーのものである。 20は画面端に形成さ

れた共通車線開放位置である。匿 11は、この発明の実

施の形態3によるTFTアレイ基板を示す部分平面図で

島る。図 11において、 1、2、5、8、 20は図 1に

おけるものと同ーのものである。 13はTF Tのドレイ

ン電極である。共通配線5は共通配線開放詮置20に近

づく詰ど輯広くなるようにテーパ形状を脊する。

【00 2 6）図 12は、この発暁の実施の形態3による

液晶表示装置の正常配隷部のアレイテスタ灘定結果関を

示す図である。図 13は、この発明の実施の形態3によ

る譲品表示装置の共通配線に断擦がある場合のアレイテ

スタ測定結果例を示す密である。

【00 2 7）次に、 τFTアレイ基板の製造方法と共通

配績の堅苦線検出について説明する。ガラス基板上にA I 

またはCr等を用いて、ゲート信号線Iと平行に共通配

線パターンを形成する。ゲート信号隷lのゲート端子3

と逆襲jの共通配諌5は、各共通配線5;Qqラインおきに

各々接続された樺型の形状とする。その際、図 11に示

すように共通書記線5を共通譲続した倒より共通配線開放

位量20＇こ向かつて、配譲幅が広くなるようなテーパ彰

状に形成する。次いで、このゲート信号線1と、共通配

(5) 特関2002-350896

線 5の上に、 Si Nなどの鞄縁膜と a-Siなどの半導

体を形成した後、それぞれ所望の形状にした後、ゲート

端子3闘の共通接続されていない共通配線5上にコンタ

クトホールを形成する。その後、ソース信号線2をA1 

またはCr等の金属によって形成する。このソース信号

線2と同時に、上記したコンタクトホール上にソース信

号線2と平行した電極を設けることで、共通寵線5が交

互かつ左右の片側で共通接続され、共通配隷5の入力端

より共通寵線開放位置20Lこ近づくに従って、配線の躍

が広くなる共通配線5が形成される。この後、 Si Nな

どの保護震を形成した後、ドレイン電極 13上の保護膜

にコンタクトホールを形成する。最後に、 IT Oなどの

透明導電材料にて画素電極8をドレイン電極 13とコン

タクトホールを介して接続・形成することで、 TF Tア

レイ基板が完成する。

【00 2 8）このように形成したTF Tアレイ基板の共

通配線の断線検査では、共通配練5が片側からのみ入力

されているため、図 13のようにどの場所においても、

断線位置の左右画素に充電される電荷量の大きな差が発

生し、断線の検出は極めて容易に実施できる。

【00 2 9）実施の影態3iこよれば、共通配隷パターン

をテーパ形状としたことで、片側からの共通配線入力に

おいても、配線抵抗による影響を抑え充電特性等に対す

るマージンが拡大することで、雷面左右での輝度ムラの

発生などを抑えられる。さらに、 Iライン毎に、左右か

ら入力することで、左右の輝度変化を目視上椙殺するこ

とで、さらに左右での輝度分布の発生などを長下させら

れる。

[0030) 

I発明の効果］この発明は、以上説明したように構成さ
れているので、以下に示すような効果を奏する。複数の

ゲート信号線と複数のソース信号線との交点にマトリッ

クス状に表示画冨の一面に配置された複数の薄膜トラン

ジスタと、乙の薄膜トランジスタのドレイン電極に接続

された画素電極と、ゲート信号線と平行に配置されると

共に、保持容量を形或するよう画素電題に絶縁摸を介し

て配置された複数の共通配績を構え、共通配線は、表示

蛋面の犀縁部で互いに接続されると共に、表示画面中央

部において顎放部が形成されているので、断線位霊に係

わらず、共通車線の断線を検出することができる。

【00 3 1）また、開放部は、共遥配線の配線幅より長

くなるような形状に形成されているので、開放部による

輝度変化の視認性を低下させることができる。また、開

放部は、共通配線毎にずらして形成されているので、開

放部による輝度変イヒの視認牲を低下させることができ

る。

[0032）さらに、複数のゲートイ言号線と複数のソー

ス信号線との交点にマトリックス状に表示酉面の一言語に

配置された謹数の薄膜トランジスタと、この薄膜トラン

ジスタのドレイン電極に接続された画素電極と、ゲート
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信号線と平行に配聾されると共に、保持容量を形成する

よう酉素電極に絶隷膜を介して寵置された護数の共通配

線老舗え、共通配線は、表示画面の周縁部で互いに接続

されると共に、表示直面中央部において高抵抗部が形成

されているので、断線位置に係わらず、共通重己犠の断績

を検出することができる。また、高抵抗部は、共逮寵隷

毎にずらして形成されているので、開放部による輝度変

北の視認牲を抵下させることができる。

【0033】さらにまた、複数のゲート信号線と複数の

ソース信号線との交点にマトリックス状に表示画面の一

語に配霊された護数の薄摸トランジスタと、この薄膜ト

ランジスタのドレイン電極に接続された冨素電極と、ゲ

ート信号績と平行に配置されると共に、保持容量を形成

するよう画素電揮に絶縁摸を介して配置された複数の共

通配線を備え、共通費三隷は、表示画面の宿縁部で互いに

接続されると共に、表示画面屑縁部において開放部が形

成されているので、豊百線設置に孫わらず＼共通配線の断

線を検出することができる。

[O 0 3 4】また、隣接する共通配線の開放部は、互い

に反対鰭の表示甑面題縁部に形成されているので、左右

の揮度変化を相殺することができる。また、共通配線

辻、開放部に近づくに従って揺が広くなるように形成さ

れているので、輝度むらの発生を抑制することができ

る。

［図面の簡単な説明］

［図り この発明の実施の形態1による擁晶表示装置

を示す等額回路図である。

［図2] この発明の実施の形態1によるTF Tアレイ

基板を示す部分平面密である。

〔図3] この発明の実施の形態 1によるTF Tアレイ

基板そ示す部分平面密である。

［図4] この発明の実施の形襲1、2による譲晶表示

装寵の配線の需放位置を示す概略図である。

〔圏5] この発明の実施の形態 1による譲晶表示装量

の正常配親部のアレイテスタ部定結果17tlを示す醤であ
る。

【図6] この発明の実施の形態1による液晶表示装置

【密5]
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の共通配線に断線がある場合のアレイテスタ灘定結果例

を示す図である。

［函7] この発明の実施の形態2による譲晶表示装量

を示す等価回路図である。

【図8] この発明の実施の形態2によるτFTアレイ

基板を示す部分平面図である。

［国9] 園8のA-A’の断面図である。

［図10】 この発現の実施の形態3による液品表示装

童を示す等倍呂諮閣である。

〔関 11】 この発明の実施の形態3によるTF Tアレ

イ基板を示す部分平冨密である。

【図 12】 この発明の実施の形態3による液晶表示装

賓の正常配線部のアレイテスタ諌i定結果併を示す図であ
る。

【国 13】 この発構の実施の形態3による液晶表示装

賓の共通配線に断諌がある場合のアレイテスタ罷定結果

例を示す図である。

［図 14】 従来の液晶表示装置を示す等価臣籍図であ

る。

［図 15] 従来のTFTアレイ基板の正常藍隷部のア

レイテス夕顔定結果例を示す密である。

【図 16】 従来のTF Tアレイ基板の共通配線に断線

〈画面端部〉がある場合のアレイテスタ測定結果樹を示

す図である。

【図 17] 従来のTF Tアレイ基板の共通配隷に断諌

〈画冨中央部〉がある場合のアレイテスタ灘定結果例を

示す図である。

【符号の説明］

1 ゲート信号綜、 2 ソース信号線、 3 ゲート端

子、 4 ソース端子、 5 共通配線、 6 共通配線端

子、 7 TF  T、8 醤素電極、 9 対向電極、 10 

液品、 11 保持容量（CS）、 12 共通配線開放位

霞、 13 ドレイン電極、 14 高抵抗接続位置、 1 5 

半導体、 16 コンタクトホール、 17 ガラス墓

板、 18 絶縁摸、 19 保護襲、 20 共通配隷開放

位置。

【密6]
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(54) DEFECT D正す正CTIONMET討ODFOR MATRIX DISPLAY DEVICE 

(57)Abstract: 

PROBLEM TO BξSOLVED：τo surely detect a short 

circuit between signal lines each other through spare, 

wiring used for a display device and to improve quality 

and reliability in a matrix display device. 

SOLUTION: A liquid crystal display device l being one 

sample of the matrix display device is provided with 

plural scan lines 6 arranged in parallel to each other on 

the panel 2 of the display device 1, plural signal lines 5 

insulated electrically and arranged orthogonally with 

the scan lines 6 and the spare wiring 14a, 14b for 

connecting both ends when the signal line 5 is 

disconnected and bypassing a disconnected faulty 

position 17. In such a constitution, for inspecting the 

short circuit between the signal lines 5 each other 

through the spare lines 14a, 14b, a signal switching its luminance level at the timing different 

from each other at every horizontal scan period is applied to the liquid crystal display device 1. 

BOE Ex. 1002, p. 81
BOE v. Paneltouch

IPR2025-01482



*NOTICES* 

JPO and INPIT are not responsible for any 

damages caused by the use of this translation. 

1.τhis document has been translated by computer. So the translation may not reflect the 

original precisely. 

2.**** shows the word which can not be translated. 

3.In the drawings, any words are not translated. 

9正TAILEDDESCRIPTION 

[Detailed Description of the Invention] 

[0001] 

[Field of the Invention] This invention relates to the defect detection method of the matrix type 

display device which detects the short circuit of the signal wires which pass the preliminary 

wiring used for the active matrix type liquid crystal display device, for example. 

[0002] 

[Description of the Prior Art]In recent years, the flat [, such as a liquid crystal display, ] type 

display device has spread with the small size of information machines and equipment, a light 

weight, and highly-efficient-izing. And the high resolution of VGA (Video Graphics Array), 

S-VGA (Super-Video Graphics Array), XGA （正xtendedGraphics Array), etc. has been required 

of such a display device. However, the number of picture elements of the display device which 

has high resol凶 onincreases, and it becomes what has the huge number of electrodes. For this 

reason, the matrix type display device which provided the picture element in matrix form is 

used for the above-mentioned display device. 

[0003]However, in the scanning line and signal wire in which the above-mentioned matrix type 

display device is formed on a substrate, the line width is becoming narrow with 

high-resolution-izing of a display device. 

The leading-about length on a display device is becoming long by big screen-ization. 

For this reason, the above-mentioned scanning line and a signal wire are easy to produce a 

poor open circuit on a production process. And when the poor open circuit arose in the 

scanning line or the signal wire, display driving of the picture element of the open-circuit faulty 

point beyond could not be carried out, but display quality was deteriorating remarkably. 

[0004]So, to JP,H3-23425,A, even if an above-mentioned poor open circuit arises, the 

composition of a restorable liquid crystal display is proposed. Such a common liquid crystal 

display l is explained based on drawing 4 and drawing 5. Drawing 4 is a representative circuit 

schematic of an outline showing the above-mentioned liquid crystal display 1. Drawing 5 is a 

flat-surface enlarged drawing showing an important section when the preliminary wiring 14a 

and 14b and the signal wire 5 short-circuit via the defective part 19 in the above-mentioned 
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liquid crystal display 1. 

[0005]1n drawing 4, the above-mentioned liquid crystal display 1 comprises the panel 2 which is 

a display, and the scanning signal actuator 3 and the status signal actuator 4 which impress a 

video signal.τhe polarizing plate in which the above-mentioned panel 2 is formed in the way 

surface, respectively outside a glass substrate parallel to both up-and-down couplesおr

example, and both glass substrates, It has the quality of a liquid crystal enclosed in the space 

formed with the transparent electrode formed in the inner direction surface of each 

above-mentioned glass substrate, the orienting film おrmed on the above-mentioned 

transparent electrode, the seals resin which closes the outer peripheral part of both glass 

substrates airtightly, and the above-mentioned glass substrate and seals resin. The 

above-mentioned transparent electrode is formed in common on the upper side board, for 

example. 

On the other hand, on the lower substrate, corresponding to each picture element, it is 

arranged by matrix form and formed in it. 

[0006]0n the above-mentioned upper side board, it intersects perpendicularly with many 

signal wires 5 which are parallel to one way, and this signal wire 5, and they are formed [it is I 

many scanning lines 6 I parallel, and]. The signal wire 5 and the scanning line 6 cross in the 

state where it insulated electrically. The picture element electrode 7 is formed in each field 

surrounded by the signal wire 5 and the scanning line 6, respectively.丁FT(ThinFilm 

Transistor)8 is connected to this picture element electrode 7 as a switching element. The gate 

electrode 9 of TFT8 is connected to the scanning line 6, the source electrode 10 is connected 

to the signal wire 5, and the drain electrode 11 is connected to the auxiliary capacity 12 and 

the corresponding picture element electrode 7. The auxiliary capacity 12 is arranged at the 

highway 13 via the insulator layer 16 shown in drawing 5. This highway 13 has short-circuited 

the above-mentioned highway 13 altogether while crossing in the state where託insulatedwith 

the sigr冶 Iwire 5 electrically in parallel with each scanning line 6. 

It is connected to the above-mentioned lower substrate via the common end-of-line child 13a. 

[0007]1f TFT8 is chosen by the selection pulse impressed to the scanning line 6, it will be 

conducted, and it charges the gradation voltage corresponding to the duty pulse impressed to 

the signal wire 5 at a liquid crystal and the auxiliary capacity 12. A liquid crystal and the 

auxiliary capacity 12 will hold the electric charge to the following scanning timing, and image 

display will be performed. 

[0008]The above-mentioned signal wire 5 is connected with the status signal actuator 4 via 

the signal wire terminal 5a. 

A status signal is impressed. 

On the other hand, the above-mentioned scanning line 6 is connected with the scanning signal 

actuator 3 via the scanning line terminal 6a. 

A scanning signal is impressed. 
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[0009]The preliminary wiring 14a and 14b electrically insulated via the insulator layer 16 shown 

in the signal wire 5 and drawing 5 in parallel with the signal wire 5 and the perpendicularity 6, i.e., 

a scanning line, is干ormedin one both-ends side of the panel 2, respectively. This preliminary 

wiring 14a and 14b is connected by the connecting line which is not illustrated via the 

preliminary wiring terminal 15. 

[0010]In the above-mentioned composition, if the produced thing with a poor open circuit as 

shown in the signal wire 5 by the reference mark 17 is detected by an inspection process etc., 

The intersection 18a of this signal wire 5 and preliminary wiring 14a and the intersection 18b of 

the above-mentioned signal wire 5 and the preliminary wiring 14b are electrically connected by 

removal of the above-mentioned insυlator layer 16 by the exposure of a laser beam, etc. 

[0011]Direct-drive voltage is impressed to TFT8 of status signal actuator 4 slippage via the 

signal wire 5 by this from the open-circuit faulty point 17. On the other hand, driver voltage is 

impressed to TFT8 of open-circuit faulty point 17 beyond via the preliminary wiring 14a, the 

above-mentioned connecting line, the preliminary wiring 14b, and the signal wire 5 by the side 

of open-circuit faulty point 17 beyond from the signal wire 5 by the side of the 

above-mentioned status signal actuator 4. That is, the open-circuit faulty point 17 is bypassed 

and both the picture elements before and behind that can perform image display. 

[0012]However, as shown in drawing 5, in the intersection of the signal wire 5 and the 

preliminary wiring 14a and 14b, by poor membrane formation of the insulator layer 16, the 

defective part 19 may occur and the signal wire 5 and the preliminary wiring 14a and 14b may 

short-circuit. When two or more these defective parts 19 occur, and signal wire 5 comrades 

which make the picture element corresponding to a unique light filter drive connect too hastily 

via the preliminary wiring 14a and 14b, as it is shown in drawing 6, for example, When the signal 

wire 5 (n) and the signal wire 5 (n÷1) which are ******** signal wires short-circuit, Or as 
shown in drawinε7, when [ of the signal wire 5 (n), the signal wire 5 (mx (n÷1 )) or the signal wire 

5 (mx (n÷2)) ] either connects too hastily via the preliminary wiring 14a and 14b at least, the 

signal impressed to the short-circuited signal wire 5 serves as an identical level. For this 

reason, on the display, in the above-mentioned signal wire 5 (n), 5(n+1 ); 5 (n), and 5 (mx (n÷1 )), 

although the line defect was produced, this line defect is detected by typical conventional 

technology by displaying the level gradation screen shown in the solid screen or the figure (b) 

shown in drawing 8 (a). 

[0013] 

[Problem to be solved by the invention]However, when signal wire 5 comrades which make the 

picture element corresponding to the light filter of the same color drive connect too hastily via 

the preliminary wiring 14a and 14b, as it is shown in drawing 9, for example, even when the 

signal wire 5 (n) and the signal wire 5 (mxn) short-circuit, the above-mentioned line defect 

occurs. However, this line defect has the problem that it is undetectable with the solid screen 

or level gradation screen which was shown in drawing 8 (a) and (b), and was mentioned above. 

[0014]The purpose of this invention not only in when signal wire 5 comrades which make the 
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picture element corresponding to a unique light filter drive connect too hastily via the 

preliminary wiring 14a and 14b, It is in providing the defect detection method of the matrix type 

display device which enables detection of the line defect generated when signal wire 5 

comrades which make the picture element corresponding to the light filter of the same color 

drive connect too hastily via the preliminary wiring 14a and 14b. 

[0015] 

[Means for solving problem]In order to solve above-mentioned SUBJECT, the defect detection 

method of the matrix type display device of invention of Claim 1, While two or more signal wires 

by which are electrically insulated by two or more scanning lines arranged in parallel with 

mutual and this scanning line, and an orthogonal array is carried out to them are formed on a 

substrate, In the defect detection method of the matrix type display device with which the 

preliminary wiring for being connected with the both ends at the time of an open circuit of said 

scanning line or a signal wire, and bypassing a disconnection part is formed, It is characterized 

by performing display driving for every horizontal scanning cycle with the signal with which a 

luminance level switches to timing which is mutually different. 

[0016]In order to check whether two or more above-mentioned scanning lines or two or more 

above-mentioned signal wires has conducted via the above-mentioned preliminary wiring by an 

undesirable short circuit according to the described method, The signal with which a luminance 

level switches to timing which is mutually different is impressed to the above-mentioned 

matrix type display device for every horizontal scanning cycle. Thereby, if there is the 

above-mentioned short circuit, the conducted signal wire or scanning line will be actualized 

simultaneously. 

[0017]As a resl』It,not only in when the signal wires which make the picture element 

corresponding to a unique light filter drive have short-circuited via preliminary wiring, Since 

the line defect generated when the signal wires which make the picture element corresponding 

to the light filter of the same color drive have short-circuited via preliminary wiring is 

detectable, the quality and reliability of a matrix display device can be raised. 

[0018]The defect detection method of the matrix type display device of invention of Claim 2, 

While two or more signal wires by which are electrically insulated by two or more scanning lines 

arranged in parallel with mutual and this scanning line, and an orthogonal array is carried out to 

them are formed on a substrate, In the defect detection method of the matrix type display 

device formed, the preliminary wiring for being connected with the both ends at the time of an 

open circuit of said scanning line or a signal wire, and bypassing a disconnection part by each 

inter-frame one. It is characterized by performing display driving with the signal with which the 

luminance level in the horizontal scanning cycle corresponding to mutual switches, and timing 

di仔ersmutually. 

[0019]In order to check whether two or more above-mentioned scanning line or two or more 

above-mentioned signal wires have conducted via the above-mentioned preliminary wiring by 

an undesirable short circuit according to the described method, The signal with which the 

luminance level in the horizontal scanning cycle corresponding to mutual switches, and timing 
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differs mutually by each inte「frameone is impressed to the above-mentioned matrix display 

device. Thereby, if there is the above-mentioned short circuit, the conducted signal wire or 

scanning line will be actualized simultaneously. 

[0020]As a result, not only in when the signal wires which make the picture element 

corresponding to a unique light filter drive have short-circuited via preliminary wiring, Since 

the line de免ctgenerated when the signal wires which make the picture element corresponding 

to the light filter of the same color drive have short-circuited via preliminary wiring is 

detectable, the quality and reliability of a matrix display device can be raised. 

[0021] 

[Mode for carrying out the invention]One form of enforcement of this invention is explained 

below based on drawing 1 thru/ or drawing 5. The defect detection method of the matrix type 

display device of this invention is used for the common liquid crystal display 1 shown in三盟主iD_g

土anddrawing 5. Drawing 4 is a representative circuit schematic of an outline showing the 

above-mentioned liquid crystal display 1. Drawing 5 is a flat-surface enlarged drawing showing 

an important section when the preliminary wiring 14a and 14b and the signal wire 5 

shoγt -circuit via the defective part 19 in the above-mentioned liquid crystal display 1. 

[0022]As shown in drawing 4, the above-mentioned liquid crystal display 1 comprises the panel 

2 which is a display, and the scanning signal actuator 3 and the status signal actuator 4 which 

impress a video signal. The above-mentioned panel 2 is provided with the following. 

For example, a glass substrate parallel to both up-and-down couples. 

The polarizing plate干ormedin the way surface outside both glass substrates, respectively. 

The transparent electrode formed in the inner direction surface of each above-mentioned 

glass substrate. 

Quality of a liquid crystal enclosed in the space formed with the orienting film formed on the 

above-mentioned transparent electrode, the seals resin which closes the outer peripheral part 

of both glass substrates airtightly, and the above-mentioned glass substrate and seals resin. 

On the upper side board, the above-mentioned transparent electrode is formed in common, 

and is arranged and formed in matrix form on the lower substrate to this corresponding to each 

picture element, for example. 

[0023]0n the above-mentioned upper side board, it intersects perpendicularly with many 

signal wires 5 which are parallel to one way, and this signal wire 5, and they are formed 〔itis I 

many scanning lines 6 I parallel, and ]. The signal wire 5 and the scanning line 6 cross in the 

state where it insulated electrically. The picture element electrode 7 is formed in each field 

surrounded by the signal wire 5 and the scanning line 6, respectively. TFT(Thin Film 

Transistor)8 is connected to this picture element electrode 7 as a switching element. The gate 

electrode 9 of TFT8 is connected to the scanning line 6, the source electrode 10 is connected 

to the signal wire 5, and the drain electrode 11 is connected to the auxiliary capacity 12 and 

the corresponding picture element electrode 7.τhe auxiliary capacity 12 is arranged at the 

highway 13 via the insulator layer 16 shown in drawing 5. This highway 13 crosses in the state 

where it insulated with the signal wire 5 electrically in parallel with each scanning line 6. The 
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above-mentioned highway 13 is short-circuited altogether, and is connected to the 

above-mentioned lower substrate via the common end－。←linechild 13a. 
[0024]1f TFT8 is chosen by the selection pulse impressed to the scanning line 6, it will be 

conducted, and it charges the gradation voltage corresponding to the duty pulse impressed to 

the signal wire 5 at a liquid crystal and the auxiliary capacity 12. A liquid crystal and the 

auxiliary capacity 12 will hold the electric charge to the following scanning timing, and image 

display will be performed. 

[0025]The above-mentioned signal wire 5 is connected with the status signal actuator 4 via 

the signal wire terminal 5a, and a status signal is impressed. On the other hand, the 

above-mentioned scanning line 6 is connected with the scanning signal actuator 3 via the 

scanning line terminal 6a, and a scanning signal is impressed. 

[0026]The preliminary wiring 14a and 14b electrically insulated via the insulator layer 16 shown 

in the signal wire 5 and drawing 5 in parallel with the signal wire 5 and the perpendicularity 6, i丘，

a scanning line, is formed in one both-ends side of the panel 2, respectively. This preliminary 

wiring 14a and 14b is connected by the connecting line which is not illustrated via the 

preliminary wiring terminal 15. 

[0027]1n the liquid crystal display 1 which consists of the above-mentioned composition, in 

order to detect the short circuit of signal wire 5 comrades through the preliminary wiring 14a 

and 14b, the test signal mentioned later is impressed. The above-mentioned test signal is the 

signal with which a luminance level switches to mutually different timing for every horizontal 

scanning cycle, i.e., the signal to which the picture signal was changed with five units of signal 

wires in the timing of one horizontal synchronization of each scanning signal in 1 field. The 

slanting gradation screen shown in the slanting solid screen or the figure (b) shown in三盟主包藍

2 (a) with this test signal, for example is displayed. 

〔0028]Whendetecting the short circuit of signal wire 5 comrades which make the picture 

element corresponding to the light filter of the same color through the preliminary wiring 14a 

and 14b drive, as shown in drawing 1, the case where the short circuit of the signal wire 5 (n) 

and the signal wire 5 (mxn) is detected is explained, for example. In drawing 1, impression of the 

above-mentioned test signal which displays the slanting solid screen shown in drawing 2 (a) on 

the liquid crystal display 1 which the signal wire 5 (n) and the signal wire 5 (mxn) have 

short-circuited will actualize a field as shown by ** in a figure on a screen. This field supports 
the picture element from the picture element P (n, 1) which the signal wire 5 (n) drove to the 

picture element P (n, i). However, since only the signal which makes the picture element P (n, 

1) and the picture element P (n, 2) drive is originally inputted into the signal wire 5 (n), the 

picture element from the picture element P (n, 3) to ＊＊＊＊＊ネP(n, i) is not driven. On the other 

hand, the signal which makes the picture element from the picture element P (mxn，。 tothe 
picture element P (mxn, i) drive is inputted into the signal wire 5 (mxn). Thereby, it turns out 

that the signal wire 5 (n) and the signal wire 5 (mxn) have short-circuited. And this 

short-circuited signal wire 5 (n) is correctable by the exposure of a laser beam, etc. 

[0029]Even if it impresses the above-mentioned test signal which displays the slanting solid 
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screen shown in drawing 2 (a) on the liquid crystal display 1 which signal wire 5 comrades 

which make the picture element corresponding to a unique light filter drive have 

short-circuited via the preliminary wiring 14a and 14b, the shortーcircuitedsignal wire 5 is 
detectable. 

[0030]As other test signals, it is interイrame[ each ] and there is a signal with which the 

luminance level in the horizontal scanning cycle corresponding to mutual switches, and timing 

di汗ersmutually, i丘， thesignal to which an isolated pattern is moved for every frame. By this 

test signal, the isolated pattern horizontal migration screen shown in drawing 3 is displayed, for 

example. 

[0031]Even if impressed by the liquid crystal display 1 which signal wire 5 comrades which 

make the picture element corresponding to the light filter of the same color for the 

above-mentioned test signal drive have short-circuited via the preliminary wiring 14a and 14b, 

the short-circuited signal wire 5 is detectable. And this short-circuited signal wire 5 is 

correctable by the exposure of a laser beam, etc. 

[0032]Even if it impresses the above-mentioned test signal which displays the isolated pattern 

horizontal migration screen shown in drawing 3 on the liquid crystal display 1 which signal wire 

5 comrades which make the picture element corresponding to a unique light filter drive have 

short-circuited via the preliminary wiring 14a and 14b, the short-circuited signal wire 5 is 

detectable. 

[0033]By as mentioned above, the signal or each inter-frame one from which a luminance level 

switches to the liquid crystal display 1 to mutl』allydifferent timing for every horizontal 

scanning cycle. If the signal with which the luminance level in the horizontal scanning cycle 

corresponding to mutual switches, and timing differs mutually is impressed, all the short 

circuits of signal wire 5 comrades through the preliminary wiring t 4a and 14b are detectable. 

As a result, the quality and reliability of the liquid crystal display 1 can be raised. 

[0034] 

[Effect of the Invention]As mentioned above, the defect detection method of the matrix type 

display device of invention of Claim 1, While two or more signal wires by which are electrically 

insulated by two or more scanning lines arranged in parallel with mutt』aland this scanning line, 

and an orthogonal array is carried out to them are formed on a substrate, In the defect 

detection method of the matrix type display device with which the preliminary wiring手orbeing 

connected with the both ends at the time of an open circuit of said scanning line or a signal 

wire, and bypassing a disconnection part is formed, It is characterized by performing display 

driving for every horizontal scanning cycle with the signal with which a luminance level 

switches to timing which is mutually different. 

[0035]Not only in when the signal wires which make the picture element corresponding to a 

unique light filter drive by this have short-circuited via preliminary wiring, Since the line defect 

generated when the signal wires which make the picture element corresponding to the light 

filter of the same color drive have short-circuited via preliminary wiring is detectable, the 

effect that the quality and reliability of a matrix display device can be raised is done so. 
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[0036]The defect detection method of the matrix type display device of invention of Claim 2, 

While two or more signal wires by which are electrically insulated by two or more scanning lines 

arranged in parallel with mutual and this scanning line, and an orthogonal array is carried out to 

them are formed on a substrate, In the defect detection method of the matrix type display 

device formed, the preliminary wiring for being connected with the both ends at the time of an 

open circuit of said scanning line or a signal wire, and bypassing a disconnection part by each 

inte「千rameone. It is characterized by performing display driving with the signal with which the 

luminance level in the horizontal scanning cycle corresponding to mutual switches, and timing 

differs mutually. 

[0037]Not only in when the signal wires which make the picture element corresponding to a 

unique light filter drive by this have short-circuited via preliminary wiring, Since the line defect 

generated when the signal wires which make the picture element corresponding to the light 

filter of the same color drive have short-circuited via preliminary wiring is detectable, the 

effect that the quality and reliability of a matrix display device can be raised is done so. 

* NOTIC互S*

JPO and i詰PIT are not responsible for any 

damages caused by the use of this translation. 

1.This document has been translated by computer. So the translation may not reflect the 

original precisely. 

2.**** shows the word which can not be translated. 

3.In the drawings, any words are not translated. 

DESCRIPτION OF DRAWINGS 

[Brief Description of the Drawings] 

[Drawing 1 ]It is an explanatory view showing a state when it displays on the liquid crystal 

display which the signal wires which make the picture element corresponding to the light filter 

of the same color for the slanting solid screen shown in drawin?: 2 (a) drive short-circuited via 

preliminary wiring. 

[Drawing 2]It is a pattern drawing showing the picture of one example displayed when the 

signal based on the defect detection method of the matrix display device of this invention is 

impressed, and the pattern drawing in which the figure (a) shows a slanting solid screen, and 

the figure (b) are pattern drawings showing a slanting gradation screen. 

[Drawing 3]It is a pattern drawing showing the isolated pattern horizontal migration screen 

which are other examples displayed when the signal based on the defect detection method of 

the matrix display device of this invention is impressed. 

[Drawing 4]It is a representative circuit schematic of an outline showing the common liquid 
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crystal display which provided preliminary wiring. 

[Drawing 5]In the liquid crystal display shown in drawing 4, it is a flat-surface enlarged drawing 

showing an important section when preliminary wiring and a signal wire short-circuit via a 

defective part. 

[Drawing 6]In the liquid crystal display shown in drawing 4, it is an explanatory view showing a 

state when a ******** signal wire short-circuits. 
[Drawing 7]In the liquid crystal display shown in drawing 4, it is an explanatory view showing a 

state when the signal wires which make the picture element corresponding to a unique light 

filter drive short-circuit via preliminary wiring. 

[Drawinε8]It is a check pattern figure for defect detections for inspecting the short circuit of 

the signal wires through the conventional preliminary wiring. 

[Drawinp; 9]1n the liquid crystal display shown in drawing 4, it is an explanatory view showing a 

state when the signal wires which make the picture element corresponding to the light filter of 

the same color drive short-circuit via preliminary wiring. 

[Explanations of letters or numerals] 

1 Liquid crystal display (matrix type display device) 

2 Panel (substrate) 

3 Scanning signal actuator 

4 Status signal actuator 

5 Signal wire 

6 Scanning line 

5a Signal wire terminal 

6a Scanning line terminal 

8 TFT 

9 Gate electrode 

1 0 Source electrode 

11 Drain electrode 

12 Auxiliary capacity 

13 Highway 

13a Common end-of-line child 

14a Preliminary wiring 

14b Preliminary wiring 

15 Preliminary wiring terminal 

16 Insulator layer 

17 Open-circuit faulty point (disconnection part) 

l 8a Intersection 

18b Intersection 

19 Defective part 

[Translation done.] 
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{54）【発明の名称】 マトリクス型表示装聾の欠臨検出方法

(57) ［要約】

【課題〕 マトリクス型表示装震に用いられている予構

配錦老介しての信号線開土の短絡を確実に検出し、上記

マトリクス表示装置の品嚢および信頼性を向上させる。

【解決手段】 上記マトリクス表示装置の 1例である液

晶表示装置Iは、この液晶表示装置Iのパネル2上に棺

互に平行に語研守された謹数の走査線6、この走査綾6tこ

電気的に絶縁されて車交配列される複数の信号隷5、お

よび上記信号線5の顕線時にその両端を接続し、断線不

長笛所 17をバイパスするための予備配鎮 14 a・14 

bを備えている。上記構成において、予備配線 14 a・
1 4 bを介しての信号線5同士の短絡を検査するため

に、各水平走査題期毎に、桔互に異なるタイミングで輝

度レベルが切り換わる信号を上記液品表示装霊1に印加

する。
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31／鐙

G 0 2 F 1/13 1 0 1 

H 0 1 L 29/78 6 1 2 A 

審査請求未講求請求項の数2 OL  〈全 8真〉

(71)自悪人 00胸部49

シャープ株式会社

大阪府大甑市陪倍野区長池町詑番22号

(72）発明者入江勝美

大鹿蔚大鹿市阿椿野罷長池町22番詑号 シ

ャープ株式会社内

(74）代理人弁理士原謙三

z町、，
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【特許請求の範囲】

【藷求項ワ基板上に招互に平行に配弼された護数の走

査線およびこの走査線に電気的に絶縁されて直交配列さ

れる擾数の信号線が形成されるとともに、前記走査線も

しく詰信号線の断線蒔にその需端と接続されて、断線笛

所をバイパスするための予嶺配線が形成されるマトリク

ス型表示装置の欠陥検出方法において、

各水平走査周期毎に、相互に異なるタイミングで輝度レ

ベルが切り換わる信号によって表示駆動を行うことを特

徴とするマトリクス型表示装置の欠臨検出方法。

【請求項2］基板上に相互に平行に配列された複数の走

査線およびこの走査線に電気的に絶縁されて直交配列さ

れる複数の信号線が形成されるとともに、前記走査線も

しくは信号線の断線特にその両端と接続されて、書長隷箇

所をバイパスするための予髄配線が形或されるマトリク

ス型表示装賓の欠焔検出方法において、

各フレーム題で、相互に対応する水平走査居期における

輝度レベルの切り換わりタイミングが相互に異なる信号

によって表示駆動を行うことを特徴とするマトリクス型

表示装置の欠臨検出方法。

【発明の詳掘な説明〕

【00 0 1] 

【発明の属する技傭分野］本発明は、例えば、アクティ

ブマトリクス型譲品表示装置に用いられている予備配線

を介しての信号線開士の短絡を検出するマトリクス型表

示装賓の欠臨検出方法に関するものである。

[0002] 

E従来の技術］近年、稽報機器の小型、軽量、および高
性能化にともなって、譲晶表示装置等のフラット型の表

示装置が普及している。そして、そのような表示装震に

は、 VGA (Video Graphics Array）、 S-V G A (Super 

-Video Graphics Array）、 XG A (Extended Graphics A 

rray）等の高解操度が要求されてきている。ところが、

高解像度を有する表示装置は、絵素数が多くなり、電極

数が膨大なものになる。このため、上記表示装置には、

絵素をマトリクス状に設けたマトリクス型表示装置が用

いられている。

【00 0 3］しかしながら、上記マトリクス型表示装霞

は、基坂上に形成される走査隷および信号線が、表示装

童の高解像度化ょこともない、その線揺が狭くなってきて

おり、また大画面化によって表示装置上での引回し長が

長くなってきている。このため、上記走査線および信号

線辻、生産プロセス上、断線不良が生じやすくなってい

る。そして、走査隷また辻信号線に断続不良が生じる

と、その断線不良笛所以遠の絵素を表示駆動することが

できず、表示品質が著しく低下していた。

[0004］そこで、特需平3-23425号公報に

は、上記断線不良が生じても修護可能な液晶表示装置の

構成を提案している。そのようなー駿的な液晶表示装置

I在、図4および国5に基づいて説明する。潟、鴎4

(2) 特開平9-80478

は、上記液晶表示装霊 1を示す機略の等価回路留であ

る。また、密5は、上記液晶表示装置1において、欠縮

部 19を介して予備記隷14 a・14 bと信号隷5とが
短絡したときの要部を示す平言語拡大図である。

【00 0 5］図4において、上記液晶表示装量lは、表

示吉罪であるパネル2と、映議信号老母3加する走査信号駆

動部3および表示屋号駆動部4とから構成されている。

上記パネル2は、儒えば、上下一対の棺互に平行なガラ

ス基板と、高ガラス基板の外方表面にそれぞれ彩戒され

る嬬光板と、上記各ガラス基板の内方表面に形成される

透明電極と、上記透明電極上に形成される配向摸と、両

ガラス基板の外周部を気密に封止するシール樹霜と、上

記ガラス基板およびシール嵩揺によって形成された空器

内に封入される液晶質とを構えている。上記透明電極

は、調えば、上額a基板上では共通に形成されており、こ
れに対して下側基板上では、各絵素に対応してマトリク

ス状に配列されて形成されている。

[0006］上記上側基板上には、一方向に平行する多

数む信号続5と、この信号諒5＇こ直交して、多数の走査

線 6が平行して設けられている。信号線5と走査隷6と

は、毒気的に絶縁した状態で交差している。信号線5お

よび走査隷6＇こ固まれた各領域には、絵素電極 7がそれ

ぞれ設けられている。この絵素電極7には、スイッチン

グ素子としてTFT (Thin Fi誌 τransistor)8が接続さ

れている。 TFT8のゲート電極9は走査線6に接続さ

れ、ソース電極10は信号線5に接続され、ドレイン電

極 11は補助容量 12および、対応する絵素電極7に接続

されている。また、播助容量 12 は、図 5~こ示す絶縁膜

1 6を介して共通線 13＇こ寵置されている。この共通線

1 3は、各走査線6と平行に、かつ信号線5と電気的に

絶縁した状態で交差しているとともに、上記共通線 13 

はすべて短絡されており、共通線端子 13 aを介して、

上記下側基板に接続されている。

【0007] TFT8は、走査隷6＇こ印加される選択パ

ルスにより選択されると導通し、信号隷Stこ印加される

デ、ューティパルスに対応した階調電正を液晶および補助

容量 12＇こ充電する。液晶および播助容量 12は、次の

走査タイミングまでその電荷を保持し、画像表示が行わ

れることになる。

[O 0 0 8】上記信号線5は、信号隷端子5aを介し

て、表示信号駆動部4と接続されており、表示信号が印

主目される。一方、上記走査線6は、走査線端子6aを介

して、走査f言号駆動部3と接続されており、走査信号が
印加される。

[0009］また、パネル2の一方の両端部担ljに辻、信

号線 5 と垂室、 ~11ち、走査線 6 と平行に、かつ信号諒 5

と国5に示す絶縁摸 16を介して電気的に絶縁された予

議配線 14 a・14 bがそれぞれ形成されている。この

予備配線 14a・14bは、予備配績端子 15を介して

密示しない連絡隷により接続されている。
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【00 1 0）上記構或において、傍えば、信号線siこ参

照符 17で示すような断糠不長の生じていることが検査

工程等で検出されると、この信号隷5と予犠配隷 14 a 

との交点 18 aおよび上記信号隷5と予備費己隷 14 bと

の交点 18 bが、レーザ光の照射による上記絶縁摸 16 

の捨去等によって電気的に接続される。

【00 1 1）これによって、断嬢不皇笛所 17から表示

信号駆動部4寄りのTFT  8tこは、信号線5を介して車

接駆動電圧が印加される。これに対し、厳隷不良富所1

7以遠のTFT8には、上記表示信号駆動部4劉の信号

線5から予備軍隷14 a、上記連絡線、予嬬寵線 14 

b、および断譲不良富所17以遠額uのf言号線5を介して
駆動電圧が印加される。即ち、断線不良箇所 17がバイ

パスされて、その議後の絵素は、ともに画操表示を行う

ことができる。

[O 0 1 2）しかしながら、図5に示すように、信号線

5と予儲配隷 14 a・14 bとの交差部において、絶縁
膜 16の成摸不良により、欠陥部19が発生し、信号線

5と予備配錦 14 a・14 bとが短絡することがある。

この欠陥部1gt;＂.複数個発生し、異色のカラーフィルタ

に対応する絵素を駆動させる信号線5同士が予備配線1

4 a・14 bを介して短絡した場合、例えば、図6tこ示

すように、隣あった信号線である信号線5 (n）と信号

線 5 (n十 1）とが短絡した場合、あるいは、図7fこ示

すように、震号線5 (n）と信号棟5 (m×（n十

1）〕または信号線sCm×（n÷2) ）の少なくとも
どちらか一方とが予婿配隷 14a・14bを介して短絡

した場合、短絡した信号線siこ印加される信号が間一レ

ベルとなる。このため、表示上、上記信号線5 (n) , 

5 ( n + 1 ) ; 5 ( n) , 5 Cm×（n + 1) ）におい
て、線欠格を生じていたが、この線欠陥は、典型的な従

来技衝では、図8 (a）に示すベタ画面または間函

(b）に示す水平階講酉面老表示させることによって検

出されている。

[O 0 1 3) 

［発明が解決しようとする課題］ところが、同色のカラ

ーフィルタに対応する絵素を駆動させる信号線5胃土が

予靖配線 14a・14bを介して短絡した場合、例え

ば、函9に示すように、信号線5 (n）と信号線sCm 
×n）とが短怒した場合でも上記隷欠揺が発生する。し

かしながら、 ζの線欠路は、函8 (a) (b）に示して

上述したベタ画面または水平階調醤面によって検出する

ことができないという罷題を有している。

【00 1 4）本発明の目的は、異色のカラーフィルタに

対応する絵素を駆動させる信号線5同士が予錆配線 14 

a • 1 4 bを介して短絡した場合だけでなく、同色のカ

ラーフィルタに対応する絵素を駆動させる信号線5同士

が予備費三隷 14a・14bをj干して短絡した場合に発生

する線欠絡の検出を可能とするマトリクス型表示装置の

欠陥検出方法を提供することにある。

(3) 特開平9-80478

[O 0 1 5) 

E課題を解決するための手設〕上記の課題を解決するた
めに、語求項lの発現のマトリクス聖表示装賓の欠臨検

出方法は、基板上に相互に平行に配列された複数の走査

線およびこの走査線に電気的に絶縁されて車交配列され

る複数の信号線が形成されるとともに、前記走査線もし

くは信号線の断線詩にその極端と接続されて、断線富所

をバイパスするための予備車線が形或されるマトリクス

型表示装置の欠焔検出方法において、各水平走査居期毎

に、相互に異なるタイミングで輝度レベルが切り換わる

信号によって表示駆動を行うことを特徴としている。

【00 1 6〕上記方法によれば、不所望な短絡によっ

て、上記予構配線を介して複数の上記走査線同士もしく

は複数の上記信号隷同士が導通しているか否かを確認す

るために、各水平走査題期毎に、相互に異なるタイミン

グで輝度レベルが切り換わる信号を上記マトリクス型表

示装董に印加する。これにより、もし上記短絡があれ

ば、導通している信号線もしくは走査諒が湾時に顕在fと

される。

[0017）この結果、異色のカラーフィルタに対JJtす

る絵素を駆動させる信号線開士が予讃配線を介して短結

している場合だけでなく、同色のカラーフィルタに対応

する絵素を駆動させる信号績同士が予稿寵線を介して短

絡している場合に発生する線欠陥を検出することができ

るので、マトリクス表示装置の品質および信頼性老向上

させることができる。

〔00 1 8）請求項2の発明のマトリクス型表示装置の

欠陥検出方法は、基板上に栢互に平行に車列された護数

の走査線およびこの走査線に電気的に絶縁されて直交配

列される複数の信号線が形成されるとともに、前記走査

隷もしくは告号線の断線持にその詞端と接続されて、断

線笛所をバイパスするための予備配隷が形成されるマト

リクス聖表示装置の欠臨検出方法において、各フレーム

題で、梧互に対応する水平走査居期における輝度レベル

の切り換わりタイミングが梧互に異なる信号によって表

示駆動を行うことを特徴としている。

[O 0 1 9）上記方法によれば、不所望な短絡によっ

て、上記予錆配線を介して複数の土記走査隷もしく誌護

数の上記｛言号線が導通しているか否かを確認するため

に、各フレーム留で、結互に対応する水平走査周期にお

ける輝度レベルの切り換わりタイミングが相互に異なる

信号を上記マトリクス表示装置に印加する。これによ

り、もし、上記短絡があれば、導通している信号線もし

くは走査線が同時に顕在イとされる。

【0020】この結果、異色のカラーフィルタに対Fちす

る絵素を駆動させる信号績同士が予備配線を介して短絡

している場合だけでなく、同色のカラーフィルタに対応

する絵素を駆動させる信号謀関士が予構配線を介して短

絡している場合に発生する線欠揺を検出することができ

るので、マトリクス表示装置の品質および、信頼性を向上
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させることができる。

[O 0 2 1】

〔発明の実蕗の形態］本発明の実施のー形態を密 lない

し菌5に基づいて以下に説明する。本発明のマトリクス

型表示装置の欠臨検出方法を図4および国5に示した一

般的な液晶表示装置1に患いる。尚、留4辻、上記液品

表示装置1を示す概略の等稲田路密である。また、図5

は、上記譲品表示装置1において、欠陥部 19を介して

予備配線 14a・14bと信号隷5とが短絡したときの

要部を示す平面拡大図である。

[0022 ］密 4~こ示すように、上記液晶表示装量 1

は、表示蔀であるパネル2と、映像信号を印加する定査

信号駆動部3および表示信号駆動部4とから構成されて

いる。上記パネル2は、 fJIJえば、上下一対の相互に平行

なガラス基板と、両ガラス基板の外方表面にそれぞれ形

成される鍾光板と、上記各ガラス基板の内方表面に形成

される透明電極と、上記透明電極上に形成される寵向膜

と、高ガラス基板の外題部を気密に封止するシール樹脂

と、上記ガラス基板およびシール掛脂によって形成され

た空間内に封入される液晶質とを備えている。上記透明

電極は、例えば、上側基板上では共通に彰或されてお

り、これに対して下側基板上では、各絵素に対応してマ

トリクス状に配列されて形成されている。

【0023】上記上静i基薮上には、一方向に平行する多
数の信号隷5と、この信号線5に直交して、多数の走査

線6'h＇平行して設けられている。信号嬢5と走査譲6と
は、竃気的に絶縁した状態で交差している。信号隷5お

よ'Cf走査線6，こ屈まれた各領域に辻、絵素電極7がそれ

ぞれ設けられている。この絵素電極7には、スイッチン

グ素子としてTFT (Thin Film Transistor) 8が接続さ

れている。 TFT8のゲート電極9は走査線6に接続さ

れ、ソース電極 10は信号線siこ接続され、ドレイン電

極 11 4ま補助容量 12および対応する絵素電極Hこ接続

されている。また、補助容量 12は、図5に示す絶縁膜

1 6を介して共通線 13に配置されている。この共通線

1 3は、各走査線6と平行に、かつ信号綿5と電気的に

絶縁した状態で交差している。また、上記共通線 13は

すべて短絡されており、共通隷端子 13 aを介して、上

記下側基板に接続されている。

【0024] TFT8は、走査線6に印加される選択パ

ルスにより選択されると導通し、信号線siこ印加される

デ、ューティパルスに対応した措調電圧を液晶および、補助

容量 12に充電する。液品および樹君主容量 12誌、次の

走査タイミングまでその電荷老保持し、題像表示が行わ

れることになる。

【0025】上記信号諒5は、信号線場子5aを介し

て、表示信号駆動部4と接続されており、表示信号が印

左目される。一方、上記走査線6は、走査線端子6aを介

して、走査信号駆動部3と接続されており、走査信号が

印加される。

(4) 特需平9-80478

[0026）また、パネル2の一方の両端部側には、信

号線5と垂車、部ち、走査隷6と平行に、かつ信号線5

と図51-こ示す絶縁摸16を介して電気的に雑諒された予

錆配線 14a・14bがそれぞれ形成されている。この

予備配隷 14a・14bは、予備配線端子 15を介して

図示しない連絡線により接続されている。

【00 2 7】上記講成からなる譲晶表示装置1におい

て、予備配嬢 14a・14bを介しての信号線5需士の

短絡を検出するために、後述する検査信号を印加する。

上記検査｛言号とは、各水平走査居期毎に、相互に異なる

タイミンク、で輝度レベルが切り換わる信号、即ち、 1フ

ィールド内で各走査信号の l水平同期のタイミングで画

録信号を｛言号線5単位で変化させた信号である。この検

査信号により、関えば、図2 (a）に示す斜めベタ酉面

または詞図（b）に示す斜め階調画面が表示される。

[O 0 2 8】予備配線 14 a・14 bを介しての同色の
カラーフィルタに対応する絵素を駆動させる信号線5関

士の短絡を検出する場合、例えば、図 I；こ示すように、

信号隷5 (n）と信号線5 (m×n）との短絡を検出す

る場合について説明する。圏 Iにおいて、信号線5

(n）と信号線5 (m×n）とが短絡している液晶表示

装置日こ、図2 (a）に示した斜めベタ語面を表示する

上記検査信号を印加すると、画面上には、図中の①で示

すような領域が顕在化する。この領域は、信号線5

(n）が駆動した絵素p(n, 1)から絵素P (n, i）までの

絵素に対応している。ところが、本来、信号線5 (n) 

には、絵素P(n, 1）および、絵素P(n,2）を駆動させる信

号しか入力されていないので、絵素P(n,3）からび、絵素

P (n, i）までの絵素は駆動されない。一方、信号綜5

(m×n）には、絵素p(m×n, 1）から絵素P（刻×n,i）ま

での絵素を駆動させる信号が入力されている。これによ

り、信号線5 (n）と信号線5 (m×n）とが短絡して

いることが分かる。そして、この短絡している詰号諒5

(n）は、レーザ光の照射等により修正が可能である。

【00 2 9］さらに、予錆配隷 14 a・14 b老介し
て、異色のカラーフィルタに対応する絵素を駆動させる

信号線5同士が短絡している液晶表示装置1に、図2

(a）に示した斜めベタ画面を表示する上記検査信号を

印加しでも、短絡している信号線5を検出することがで

きる。

【0030】また、地の検査信号として辻、各フレーム

閣で、相互に対応する水平走査周期における輝度レベル

の明り換わりタイミングが相互に異なる信号、部ち、 1

フレーム毎に孤立パターンを移動させる信号がある。こ

の検査信号により、調えば、図3に示す孤立パターン水

平移動画面が表示される。

【00 3 1］上記検査信号を、同色のカラーフィルタに

対応する絵素を駆動させる信号線5詩士が予犠配線 14 

a • 1 4 b老介して短絡している液晶表示装量 1＂こ印加

しでも、短絡している信号線5を検出することができ
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る。そして、この短絡している信号線5は、レーザ光の

照巌等により修正が可能である。

【00 3 2）さらに、異色のカラーフィルタに対応する

絵素を駆動させる信号練5同士が予備配線14a・14

bを介して短絡している液晶表示装董1に、密3に示し

た孤立パターン水平移動画面を表示する上記検査信号を

時加しでも、短絡している信号諌5を検出することがで

きる。

[0033）以上のように、譲品表示装置1に、各水平

走査潤期毎に、椙互に異なるタイミングで輝度レベルが

切り換わる信号または各フレーム題で、相互に対応する

水平走査毘嬬における輝度レベルの切り換わりタイミン

グが相互に異なる信号を印加すれば、予備費己諒14 a・
1 4 bを介しての信号線5同士のあらゆる短絡を検出す

ることができる。この結果、液晶表示装量1の品質およ

び信頼性を向上させることができる。

[0034) 

E発明の効果］以上のように、請求項1の発暁のマトリ
クス型表示装置の欠陥検出方法は、基板上に相互に平行

に寵列された複数の走査線およびこの走査線に電気的に

絶縁されて直交配列される複数の信号隷が形成されると

ともに、前記走査線もしくは｛言号糠の断続時にその両端

と接続されて、軒続笛所をバイパスするための予備配諌

が形成されるマトリクス聖表示装置の欠臨検出方法にお

いて、各水平走査居期毎に、相互に異なるタイミングで

輝度レベルが切り換わる信号によって表示駆動を行うこ

とを特撮としている。

[0035）ζれにより、異色のカラーフィルタに対応

する絵素を駆動させる信号線開士が予錆配線を介して短

絡している場合だけでなく、詞色のカラーフィルタに対

応する絵素を駆動させる信号線同士が予錆配隷を介して

題絡している場合に発生する線欠陥を検出することがで

きるので、マトリクス表示装霊の品質および信頼性老向

上させることができるという効果を奏する。

[0036）また、誇求項2の発明のマトリクス型表示

装置の欠臨検出方法は、基板土に桓互に平行に配列され

た複数の走査線およびこの走査線に電気的に絶縁されて

直交配列される複数の信号線が形成されるとともに、前

記走査隷もしくは信号隷の断線時にその両端と接続され

て、断韓笛所をバイパスするための予備配線が形成され

るマトリクス型表示装置の欠陥検出方法において、各フ

レーム障で、相互に対応する水平走査周期における輝痩

レベルの切り換わりタイミングが棺互に異なる信号によ

って表示駆動を行うことを特徴としている。

【00 3 7）これにより、異色のカラーフィルタに対応

する絵素を駆動させる信号隷詞士が予積雪己線を介して短

絡している場合だけでなく、同色のカラーフィルタに対

応する絵素を駆動させる信号線同士が予備配線を介して

短絡している場合に発生する諒欠諮を検出することがで

きるので、マトリクス表示装賓の品費および信頼性を向

(5) 特開平9-80478

上させることができるという効果を奏する。

〔図面の欝単な説明］

［露リ図2 (a）に示した斜めベタ雷面老、同色のカ

ラーフィルタに対Fちした絵素を駆動させる信号線開士が

予備配線を介して短絡した譲品表示装量に表示したとき

の状態を示す説明図である。

【醤2〕本発明のマトリクス表示装霊の欠蔀検出方法に

基づく信号を印加したときに表示される I併の画像を示

すパターン密であり、同図（a）は、斜めベタ画面を示

すパターン陸、同国（b）は、斜め階謁画面を示すパタ

ーン図である。

［函3）本発明のマトリクス表示装竃の欠臨検出方法に

基づく信号を印加したときに表示される他の例である孤

立パターン水平移動画面を示すパターン密である。

［図4）予備配線を設けた一般的な液晶表示装置を示す

概略の等価回路図である。

［~ 5）菌4に示した液晶表示装量において、欠権部を

介して予嬬配線と信号線とが短絡したときの要部を示す

平面拡大図である。

［函6）図4に示した液晶表示装置において、隣あった

信号線が短絡したときの状惑を示す説明国である。

【毘7）密4に示した液晶表示装置において、異色のカ

ラーフィルタに対応した絵素を駆動させる信号線同士が

予錆配線を介して短絡したときの状態を示す説明密であ

る。

［露8）従来の予倍配線を介しての信号線開士の短絡を

検査するための欠臨検出用検査パターン図である。

［毘9）密4に示した液晶表示装置において、同色のカ

ラーフィルタに対応した絵素を駆動させる信号線同士が

予信配隷を介して短絡したときの状態を示す説明密であ

る。

［符号の説明］

1 液晶表示装置（マトリクス型表示装置〉

2 パネル〈基板）

3 走査信号駆動部

4 表示信号駆動部

5 信号線

6 走査線

5 a 信号線端子

6 a 走査線端子

8 TFT 

9 ゲート電極

1 0 ソース電極

1 1 ドレイン電極

1 2 補助容量

1 3 共通線

1 3 a 共通線端子

1 4 a 予備配線

1 4 b 予備配線

1 5 予縞配線端子
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(6) 特開平9-80478

1 6 絶譲摸 1 8 b 交点

1 7 断線不良箇所（断縁箇所） 1 9 欠賂部

1 8 a 交点

【図 1] ［関2】
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(54) LIQUID CRYSTAL DISPLAY PANEL AND METHOD FOR PACKAGING TO THIS PANEL 

( 5 7)Abstract: 

PURPOSE: To easily take a countermeasure against 

static electricity through panel process stages and an 

LSI chip packaging stage even if the liquid crystal 

display panel deals with COG packaging and LSI chips 

for driving liquid crystals are packaged on all the sides 

thereof. 

CONSTITUTION: Signal wirings 1 b extending outward 

from the display region of the liquid crystal display 

panel 1 of the liquid crystal display panel formed by 

directly packaging the LSI pair chips 2 for driving liquid 

crystals on the liquid crystal display panel 1 are further 

extended outward from electrodes 1 c facing the output 

terminals of the LSI pair chips 2 for driving liquid 

crystals and are all connected to common patterns 1 d 

，，－＂ぷ

－~き

formed to pass the lower parts of the packaging parts of the LSI pair chips 2 for driving liquid 

crystals along the outer periphery of the panel. In addition, the parts 1 e between the 

electrodes 1 c and the common patterns 1 d are cut. 
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*NOTICES* 

JPO and l詞PIT are not respons iむie for any 

damages caused by the use of tれis trans I at ion. 

1.This document has been translated by computer. So the translation may not reflect the 

original precisely. 

2.**** shows the word which can not be translated. 

3.In the drawings, any words are not translated. 

DEτAILED DESCRIPTION 

[Detailed Description of the Invention] 

〔0001]

[Industrial Application］τhis invention relates to the mounting method to a liquid crystal display 

panel and this panel, and in detail, Can apply to manufacture and examination technology of a 

liquid crystal display panel which the measures against the static electricity generated in the 

manufacturing process of a liquid crystal display panel were taken, and especially by COG 

(Chip On Glass) mounting correspondence. And when the LSI chip for a liquid crystal drive is 

mounted all the neighborhoods, it is related with the mounting method to the liquid crystal 

display panel and this panel which can perform the measure against static electricity easily 

through a panel process process and an LSI-chip-mounting process. 

[0002]In recent years, the liquid crystal display panel手orCOG packages only to one side has 

the advantage that formation and removal of the common conductor pattern for performing the 

measure against static electricity can be performed easily, among the liquid crystal display 

panel for TAB mounting, and the neighborhood which counters. However, especially, with the 

latter liquid crystal display panel for COG packages, since a signal wiring pattern was not able 

to be pulled out to a panel end when it mounts the LSI bare chip for a liquid crystal drive to the 

neighborhood of both which counter, there was a problem that it became difficult to perform 

formation and removal of a common conductor pattern. 

[0003]For this reason, it is COG package correspondence, and when the LSI chip for a liquid 

crystal drive is moreover mounted all the neighborhoods. the liquid crystal display panel which 

can perform the measure against static electricity easily through a panel process process and 

an LSI-chip-mounting process is demanded. 

[0004] 

[Description of the Prior Art]Since it constitutes from a liquid crystal display panel for the 

conventional TAB mounting so that a signal wiring pattern can be straight taken out to a panel 

end, As shown in drawing 12, the common conductor pattern 101 for a static electricity 

measure about 0.2-0.5 mm wide is electrically connected to the electrode terminal 102 for 

TAB mounting used as all the signal wiring patterns along the panel end face, It constitutes so 
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that the conductive pattern 101 may also be removed, when a panel is completed and the 

panel board end face 103 is ground. 

[0005]In the liquid crystal display panel干orthe conventional COG packages, although the 

signal wiring pattern is prolonged to the output terminal electrode position of LSI for a liquid 

crystal drive on a panel, it has taken the composition which cannot be pulled out to a panel end. 

Then, when LSI is not mounted in the opposite hand of the LSI mounting neighborhood, As 

shown in drawing 13, LSI bare chip 111 the non-mounting neighborhood for a liquid crystal 

drive, The same common conductor pattern 101 for a static electricity measure as drawing 12 

isおrmed,and the scribe of the glass substrate part 1 12 which bundled up at the time of panel 

end face polish, and removed, or is sticking out is carried out, and it constitutes so that the 

conductive pattern 101 may be separated from a signal wiring pattern. In drawinεt 3, 113 of 

LSI111 is a signal output terminal electrode. 

[0006] 

[Problem to be solved by the invention]Although it has the advantage that formation and 

removal of the common conductor pattern 101 for performing the measure against static 

electricity can be performed easily, with the liquid crystal display panel for COG packages only 

to one side among the above-mentioned conventional liquid crystal display panel for TAB 

mounting, and the neighborhood which counters, Since the signal wiring pattern 102 cannot be 

pulled out to a panel end as mentioned above when it mounts the LSI bare chip 111 for a liquid 

crystal drive in the latter liquid crystal display panel for COG packages to the neighborhood of 

both which counter, There was a problem that it was difficult to perform formation and removal 

of the common conductor pattern 101. 

[0007]Even if it was able to realize the measure against static electricity in a panel production 

process, while signal wiring had connected with the common pattern, Since it says that the 

signal for displaying a picture can be impressed to a panel, and there is nothing on it (since it is 

short), at the time of the display test of a panel, the above-mentioned static electricity 

measure measure must be removed. Thus, if a static electricity measure measure is removed 

at the time of the display test of a panel, at the time of the LSI mounting step for a liquid 

crystal drive, it will be in the state where the measure against static electricity is not made. 

Where an electric measure measure is left here, even if it can do a panel display examination, In 

the conventional way theしSIchip for a liquid crystal drive removes an electric measure 

measure for the portion by which a COG package is carried out in a laser cut, if the damage by 

the laser beams to an LSI chip is taken into consideration, at the time of the LSI mounting step 

for a liquid crystal drive, it will be in the state where the measure against static electricity is 

not made, after all. 

[0008]Then, this invention is COG package correspondence and an object of this invention is 

to provide the liquid crystal display panel which can perform the measure against static 

electricity easily through a panel process process and an LSI-chip-mounting process, when 

the LSI chip for a liquid crystal drive is moreover mounted all the neighborhoods. 

[0009] 
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[Means for solving problem]In the liquid crystal display panel in which the invention according 

to claim l mounts the LSI bare chip for a liquid crystal drive to a liquid crystal display panel, 

The signal wiring prolonged toward the outside of the viewing area of this liquid crystal display 

panel, It is connected with the common pattern which was further extended and formed 

outside rather than the electrode which faces the output terminal of this LSI bare chip for a 

liquid crystal drive, and was formed so that the mounted part lower part of this LSI bare chip 

for a liquid crystal drive might be passed in accordance with a panel periphery. 

[001 O]In the liquid crystal display panel mounted to a liquid crystal display panel, the invention 

according to claim 2 the LSI bare chip for a liquid crystal drive on the signal wiring prolonged 

toward the outside of the viewing area of this liquid crystal display panel, And the polar zone is 

formed between the viewing area of this liquid crystal display panel, and this LSI 

bare-chip-mounting part for a liquid crystal drive. The invention according to claim 3 combines 

both said Claim 1 and said Claim 2, and is constituted. 

[001 l]As for the invention according to claim 4, in invention of above-mentioned Claim 2 and 

three descriptions, an insulating layer is formed on said signal wiring, It has an aperture in the 

polar zone which faces the output terminal of said LSI bare chip for a liquid crystal drive of this 

insulating layer, and the conductive pattern is formed from this aperture to said polar zone 

along said signal wiring on said insulating layer. 

[0012]As for the invention according to claim 5, in invention of above-mentioned Claim 1, 3, 

and 4 description, said common pattern is connected to the power supply [ to said LSI bare 

chip for a liquid crystal drive ], and electrode terminal part side for signal supplies for said 

every at least one or more LSI bare-chip-mounting parts for a liquid crystal drive. The 

electrode for probing by which said common pattern was electrically insulated for every 

neighborhood of a panel and for which the invention according to claim 6 included the both 

ends or these both ends of each aforementioned common pattern in invention of 

above-mentioned Claim 1, 3, and 4 description is formed in two or more places. 

[0013]The invention according to claim 7 is extended and formed in invention given 

[above-mentioned] in Claim 6 toward a neighborhood which is alternately different so that it 

may not connect with said common pattern with all the same ****** aforementioned signal 
wiring. The invention according to claim 8 is the method of mounting the LSI bare chip for a 

liquid crystal drive in Claim l and the liquid crystal display panel according to claim 3 to 7, 

Before mounting said LSI bare chip for a liquid crystal drive in said liquid crystal panel, the 

process of cutting said signal wiring by the cut section in which it was provided between said 

electrode and said common pattern is included. 

[0014］τhe process from which the invention according to claim 9 cuts said cut section in 

invention given [ above-mentioned ] in Claim 8 is performed by the laser beam from the rear 

face of said liquid crystal display panel. The invention according to claim 10 is the method of 

mounting the LSI bare chip for a liquid crystal drive in the liquid crystal display panel according 

to claim 2 to 7, Into the mounting step to said liquid crystal panel of said LSI bare chip for a 

liquid crystal drive, a conductor is contacted to said polar zone and said two or more polar 
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zone is electrically connected. 

(0015] 

[Function]As the invention according to claim 1 shows to drawing 1 of Embodiment 1 

mentioned later -3，τhe signal wiring 1 b prolonged toward the outside of the effective display 

area 1 a of the liquid crystal display panel 1 is further extended outside rather than the 

electrode terminal 1c which faces the output terminal 2a of the LSI bare chip 2手ora liquid 

crystal drive, It connects with the common conductor pattern 1 d formed so that the mounted 

part lower part of the LSI bare chip 2おra liquid crystal drive might be passed in accordance 

with a panel periphery altogether, And it constitutes so that the laser cutline 1 e of the portion 

between the electrode terminal 1 c and the common conductor pattern 1 d may be cut by laser 

after panel completion. For this reason, since each signal wiring 1 b can be delayed to an 

opposite hand in the e汗ectivedisplay area 1 a and it can electrically be connected with the 

total common conductor pattern 1 d before a laser beam exposure, it can strengthen enough to 

the static electricity generated at a panel process process. 

[0016]As the invention according to claim 2 shows to drawing 4 of Embodiment 2 mentioned 

later, and 5, the signal wiring 1 b top prolonged toward the outside of the effective display area 

1 a of the liquid crystal display panel 1 --and it constitutes so that the electrode terminal 1 f 

about 0.5-1 mm in length may be formed between the upper side board of the liquid crystal 

display panel 1, and LSI bare chip 2 mounted part for a liquid crystal drive. For this reason, 

since the electrode terminal 1 f is provided and constituted on the signal wiring 1 b, also in the 

mounting step of the LSI bare chip 2 for a liquid crystal drive, all the signal wiring 1 b can 

electrically be connected, and a sufficiently strong panel can be easily obtained to the static 

electricity generated in a mounting step. 

[0017]Since it constitutes from invention according to claim 3 so that both said Claim 1 and 

said Claim 2 may be had and constituted as shown in drawing 7 of Embodiment 4 mentioned 

later, the panel which has an effect of both invention according to claim 1 and the invention 

according to claim 2 can be obtained. As the invention according to claim 4 shows to drawing 6 

of Embodiment 3 mentioned later, 1 g of insulating layers are formed on the signal wiring 1 b, A 

hole is made in 1 g of insulating layers of only the electrode terminal 1 c section which faces 

the output signal electrode terminal 2a of the LSI bare chip 2 for a liquid crystal drive, and it 

constitutes so that the conductive pattern 1 h may be formed to the electrode terminal 1 f 

section along the signal wiring 1 b on this hole. That for this reason, the influence of an electric 

corrosion reaches when an electric corrosion etc. occur in the electrode terminal 1 f section 

for a static electricity measure by a certain cause, Since only the conductive pattern 1 h which 

is unrelated to the display of the liquid crystal display panel 1 can be managed, it can be made 

hard to make the electric corrosion of the signal wiring 1 b of the electrode terminal 1 f section 

hard to carγy out, and to disconnect, and reliability can be raised. 

[0018]As the invention according to claim 5 shows to drawing 7 of Embodiment 4 mentioned 

later, It constitutes so that the common conductor pattern 1 d formed in accordance with the 

panel periphery may be connected to at least one or more LSI bare chip 2 mounted parts for a 
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liquid crystal drive at the power supply [to the LSI bare chip 2 for a liquid crystal drive], and 

electrode terminal part 1 i side for signal supplies. For this reason, while performing the 

measure against static electricity, the whole surface lighted indication examination for every 

block can be done by impressing a status signal to the terminal area 1 i. 

〔0019]Itenables it to insulate electrically the common conductor pattern l dおrmedin 

accordance with the panel periphery for every neighborhood of a panel at the time of panel 

completion, as the invention according to claim 6 shows to drawing 8 of Embodiment 5 

mentioned later, And it constitutes so that the conductive pattern 1j including the both ends or 

both ends of each common conductor pattern 1 d for proむingto two or more places may be 

installed. For this reason, together with the measure against static electricity, a simple display 

examination can be done only by standing several -about ten probe pins to the electrode 

terminal 1j by dividing the common conductor pattern 1 dおrevery neighborhood of a panel, 

and forming the electrode terminal lj in each. 

[0020]As the invention according to claim 7 shows to drawing 9 of Embodiment 6 mentioned 

later, it forms alternately so that no ****** signal wiring 1 b may connect with the same 
common conductor pattern 1 d, And it constitutes so that it may cut by laser over the glass 

substrate of the signal wiring lb of the neighborhood in which the LSI bare chip 2 for a liquid 

crystal drive is not mounted. For this reason, since a signal different [ every other ] can be 

outputted to signal wiring horizontal at the time of the simple display examination of a panel, 

the short circuit of signal wiring can be checked. 

[0021 ]It is the method of mounting the LSI bare chipおra liquid crystal drive in Claim l and the 

liquid crystal display panel according to claim 3 to 7 in the invention according to claim 8, Since 

it constitutes so that the process of cutting said signal wiring by the cut section in which it 

was provided between said electrode and said common pattern may be included before 

mounting said LSI bare chip for a liquid crystal drive in said liquid crystal panel, 

above-mentioned Claim 1 and the same effect as invention given in 3 thru/ or 7 can be 

acquired. 

[0022]In the invention according to claim 9, in invention given [above-mentioned] in Claim 8, 

since the process of cutting said cut section constitutes so that it may be carried out by the 

laser beam from the rear face of said liquid crystal display panel, the same effect as invention 

given 〔above-mentioned] in Claim 8 can be acquired. It is the method of mounting the LSI 

bare chip for a liquid crystal drive in the liquid crystal display panel according to claim 2 to 7 in 

the invention according to claim 10, In the mounting step to said liquid crystal panel of said LSI 

bare chip for a liquid crystal drive, a conductor is contacted to said polar zone, and since it 

constitutes so that said two or more polar zone may electrically be connected, the same effect 

as invention given [ above-mentioned ] in Claims 2-7 can be acquired. 

[0023] 

[Working example]Hereafter, the embodiment of this invention is described with reference to 

Drawings. 

(Embodiment 1) Drawing 1 is a figure showing the entire configuration of the liquid crystal 
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display panel of王mbodimentl concerning this invention, drawing 2 is an enlarged drawing 

showing the composition of the A section shown in drawing 1, and drawing 3 is an enlarged 

drawing showing the composition after the laser cut of the A section shown in drawing 1. Here, 

Claim l and the characterizing portion concerning 8 are explained concretely. In drawing l -3, 

1 is a liquid crystal display panel, and 1 a is an effective display area of the liquid crystal display 

panel 1, 1 b is signal wiring which transmits the signal which drives the liquid crystal of the liquid 

crystal display panel 1 prolonged toward the outside of the effective display area 1 a of the 

liquid crystal display panel 1, 1 c is an electrode terminal on the panel 1 which faces the output 

terminal of the LSI bare chip 2事ora liquid crystal drive, and this electrode terminal 1 c is 

connected with the signal wiring 1 b. Subsequently, 1 d is a common conductor pattern for a 

static electricity measure, and it is formed so廿lat比maybe connected in the effective display 

area 1 a on both sides of the electrode terminal l c in an opposite hand, and all the signal wiring 

lb may pass through the bottom of the LSI bare chip 2 mounted part for a liquid crystal drive 

and it may go the panel 1 around” le is a laser cutline of the signal wiring 1 b between the 

electrode terminal 1 c and the common conductor pattern 1 d, After ending a panel process 

process, as shown in drawing 2, as shown in drawing 3, the signal wiring lb and the common 

conductor pattern l d are electrically separated by irradiating with and cutting laser beams 

along with this laser cutline 1 e. 

〔0024］τhus,in the liquid crystal display panel which carries out direct mounting of the LSI bare 

chip 2 for a liquid crystal drive to the liquid crystal display panel 1 in this example (Claim 1), 

The signal wiring 1 b prolonged toward the outside of the e仔ectivedisplay area 1 a of the liquid 

crystal display panel 1 is further extended outside rather than the electrode terminal l c which 

faces the output terminal of the LSI bare chip 2 for a liquid crystal drive, It connects with the 

common conductor pattern 1 d formed so that the mounted part lower part of the LSI bare chip 

2 for a liquid crystal drive might be passed in accordance with a panel periphery altogether, 

And it constitutes so that the laser cutline 1 e of the portion between the electrode terminal 1 c 

and the common conductor pattern 1 d may be cut by laser after panel completion. For this 

reason, since each signal wiring 1 b can be delayed to an opposite hand in the effective display 

area 1 a and it can electrically be connected with the total common conductor pattern 1 d 

before a laser beam exposure, it can strengthen enough to the static electricity generated at a 

panel process process. 

[0025](Embodiment 2), next drawing 4 are the part drawings showing the composition on the 

upper surface of a panel of the liquid crystal display panel of Embodiment 2 concerning this 

invention (equivalent to the A section of drawing 1 ), and drawing 5 is a figure showing the 

composition at the time of theしSIchip mounting of the liquid crystal display panel of 

Embodiments 2 and 10 concerning this invention.持ere,the characterizing portion concerning 

Claim 2 is explained concretely. In drawing 4 and 5, a portion that drawing l -3 and identical 

codes are the same or considerable is shown, 1 f一一thesignal wiring 1 b top --and it being an 

electrode terminal for the measure against static electricity with a length of about 0.5-1 mm 

provided between the upper side board of the liquid crystal display panel 1, and LSI bare chip 2 
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mounted paは fora liquid crystal drive, and, 1 g is an insulating layer which functions as a 

protective film formed in the upper layer of the signal wiring 1 b, 2 is an LSI bare chip for a liquid 

crystal drive, and 2a is an output signal electrode terminal of the LSI bare chip 2 for a liquid 

crystal drive which consists of metal projections, such as gold formed in the LSI bare chip 2 

surface for a liquid crystal drive, 3 is a bonding head for carrying out heat pressing of the LSI 

bare chip 2事ora liquid crystal drive, and connecting the LSI bare chip 2 for a liquid crystal 

drive to the liquid crystal display panel 1 via thermosetting resin films etc. And 4 is carrying out 

long and slender form where it met each neighborhood of the liquid crystal display panel 1, and 

sets it in process that it is easy to generate static electricity, It is the conductive rubber for 

making the electrode terminal 1 f for the measure against static electricity contact, and 

electrically connecting the signal wiring 1 b, and 5 is a pressurizing head for adding load so that 

the conductive rubber 4 may electrically connect with the electrode terminal 1 f enough. 

Although not illustrated here, in this invention, it may constitute by applying paste state 

conductive resin so that a liquid crystal panel may be around gone along with the electrode 

terminal 1 f so that all the signal wiring 1 b may electrically be connected. 

[0026]Thus, in the liquid crystal display panel which carries out direct mounting of the LSI bare 

chip 2 for a liquid crystal drive to the liquid crystal display panel 1 in this example (Claim 2), the 

signal wiring 1 b top prolonged toward the outside of the effective display area 1 a of the liquid 

crystal display panel 1 --and it constitutes so that the electrode terminal 1f about 0.5-1 mm 

in length may be formed between the upper side board of the liquid crystal display panel 1. and 

LSI bare chip 2 mounted part for a liquid crystal drive. 

[0027]For this reason, since the electrode terminal 1f is provided and constituted on the signal 

wiring lb, also in the mounting step of the LSI bare chip 2 for a liquid crystal d吋ve,all the signal 

wiring 1 b can electrically be connected, and a sufficiently strong panel can be easily obtained 

to the static electricity generated in a mounting step. 

(Embodiment 3) Drawing 6 is a figure showing the composition of the liquid crystal display panel 

of Embodiment 3 concerning this invention. Here, a device is added to the lamination of the 

electrode terminal 1 f shown in drawing 4, and the characterizing portion concerning Claim 4 is 

explained concretely.τhe signal wiring 1 b which transmits the signal which drives the liquid 

crystal of the liquid crystal display panel 1 in the liquid crystal display panel of this example, 

The electrode terminal 1 c on the panel l which faces the output terminal of the LSI bare chip 

for a liquid crystal drive, 1 g of insulating layers by which it was formed on the signal wiring 1 b 

so that the electrode terminal 1f for the measure against static electricity and the protective 

film function of the signal wiring 1 b might be achieved, and the contact hole was formed in the 

electrode terminal 1 c section, It constitutes台。m the conductive pattern 1 h which was 

electrically connected with the signal wiring 1 b by the contact hole which was able to be 

opened on the electrode terminal 1 c of 1 g of insulating layers. and was prolonged along the 

signal wiring 1 b from the electrode terminal 1 c section to the electrode terminal 1 f section for 

a static electricity measure. That for this reason, the influence of an electric corrosion reaches 

when an electric corrosion etc. occur in the electrode terminal 1f section for a static 
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electricity measure by a certain cause, Since only the conductive pattern 1 h which is 

unrelated to the display of the liquid crystal display panel 1 can be managed, it can be made 

hard to make the electric corrosion of the signal wiring 1 b of the electrode terminal 1 f section 

hard to carry out, and to disconnect, and reliability can be raised. 

[0028](Embodiment 4), next drawing 7 are the figures showing the composition on the upper 

surface of a panel of the liquid crystal display panel of正mbodiment4 concerning this invention, 

and the enlarged drawing showing the composition of the portion applicable to the A section 

which shows drawing 1 drawing 7 (a), and drawing 7 (b) are the enlarged drawings showing the 

composition after the laser cut of the portion shown in drawing 7 (a). Here, Claim 3 and the 

characterizing portion concerning 5 are explained concretely. This example has the feature of 

both Embodiment 1 and Embodiment 3, and for every mounted part of the one LSI bare chip 2 

for a liquid crystal drive, outside, as the common conductor pattern 1 d is taken out to the 

panel exterior, it constitutes it from form which goes the liquid crystal display panel 1 around. 

At this time, the conductive pattern 1 i formed like the electrode terminal for input signal supply 

to the LSI bare chip 2 for a liquid crystal drive performs extraction of a signal, and also the 

electrical link of each common conductor pattern 1 d in this case is performed by the 

conventional method mentioned above. Although not illustrated, extraction to the panel 

exterior of the common conductor pattern 1 d may not be performed for every one LSI chip, 

but may be performed the whole plurality. 

[0029］τhus, in this example (Claim 3), the signal wiring 1 b prolonged toward the outside of the 

effective display area 1 a of the liquid crystal display panel 1 is further extended outside rather 

than the electrode terminal 1 c which faces the output terminal of the LSI bare chip 2 for a 

liquid crystal drive, It connects with the common conductor pattern 1 d formed so that the 

mounted part lower part of the LSI bare chip 2 for a liquid crystal drive might be passed in 

accordance with a panel periphery altogether, And it constitutes so that the laser cutline 1 e of 

the portion between the electrode terminal 1 c and the common conductor pattern 1 d may be 

cut by laser after panel completion, In the liquid crystal display panel which carries out direct 

mounting of the LSI bare chip 2 for a liquid crystal drive to the liquid crystal display panel 1, the 

signal wiring 1 b top prolonged toward the outside of the effective display area 1 a of the liquid 

crystal display panel 1 --and it constitutes so that the electrode terminal 1f about 0.5-1 mm 

in length may be formed between the upper side board of the liquid crystal display panel 1, and 

LSI bare chip 2 mounted part for a liquid crystal drive. For this reason, can obtain the panel 

which combines the effect of正mbodiment1, and the effect of both Embodiments 2, namely, 

the effective display area 1 a delays each signal wiring 1 b to an opposite hand before a laser 

beam exposure, Since it is electrically connectable with the total common conductor pattern 

l d, Since it can strengthen enough to the static electricity generated at a panel process 

process and also the electrode terminal 1f is provided and constituted on the signal wiring 1 b, 

Also in the mounting step of the LSI bare chip 2 for a liquid crystal drive, all the signal wiring 1 b 

can electrically be connected, and a sufficiently strong panel can be easily obtained to the 

static electricity generated in a mounting step. 
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[0030]Since it constituted from this example (Claim 5) so that the common pattern 1 d formed 

in accordance with the panel periphery might be connected to the power supply [ to the LSI 

bare chip 2 for a liquid crystal drive ]. and electrode terminal part 1 i side for signal supplies 

every at least one or more LSI bare chip 2 mounted parts for a liquid crystal drive, While 

performing the measure against static electricity, the whole surface lighted indication 

examination for every block can be done by impressing a status signal to the terminal area 1 i. 

[0031](Embodiment 5), next drawing 8 are the figures showing the entire configuration of the 

liquid crystal display panel of Embodiment 5 concerning this invention. Here, the characterizing 

portion concerning Claim 6 is explained concretely. The common conductor pattern 1 d is made 

into the form divided for every neighborhood of a panel from the form which goes a liquid 

crystal display panel around, and one piece or two or more electrode terminals 1j form and 

consist of this examples in each common conductor pattern 1 d divided for every neighborhood. 

丁heelectrical link of each common conductor pattern 1 d is performed by the conventional 

method mentioned above like王mbodiment4 of drawing 7. 

[0032]Thus, it enables it to insulate electrically the common conductor pattern 1 d formed in 

accordance with the panel periphery for every neighborhood of a panel in this example (Claim 

6) at the time of panel completion, And since it constitutes so that the conductive pattern 1 i 

including the both ends or both ends of each common conductor pattern 1 d for probing to two 

or more places may be installed，τogether with the measure against static electricity, a simple 

display examination can be done only by standing several -about ten prow PUPIN to the 

electrode terminal lj by dividing the common conductor pattern 1 d for every neighborhood, 

and forming the electrode terminal 1j in each. 

[0033](Embodiment 6), next drawing 9 are the figures showing the entire configuration of the 

liquid crystal display panel of主mbodiment6 concerning this invention. Here, Claim 7 and the 

characterizing portion concerning 9 are explained concretely. In Embodiment 5 of drawing 8, it 

connects with the common conductor pattern 1 d alternately provided in the lengthwise 

direction every other at panel right and left so that the signal wiring 1 b which runs horizontally 

might not be connected to the same common conductor pattern 1 d, and constitutes from this 

example. If constituted in this way, the common conductor pattern 1 d provided in panel 

right-hand side in the lengthwise direction will be in the state where it was inserted into two 

glass substrates. 

[0034]Therefore, the laser cut of the laser cutline 1 e of the signal wiring 1 b of a neighborhood 

in which the LSI bare chip 2 for a liquid crystal drive is not mounted is carried out from a rear 

face over a glass substrate at this time. For this reason, since a signal different [ every other ] 

can be outputted to signal wiring horizontal at the time of a simple display examination of a 

panel, a short circuit of signal wiring can be checked. 

[0035](Embodiment 7), next drawing 10 are the figures showing an entire configuration of a 

liquid crystal display panel of Embodiment 7 concerning this invention. 

Drawing 11 is a flat surface and a section enlarged drawing showing composition of the A 

section shown in drawing 10. 
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Here, a characterizing portion concerning Claim 4 is explained concretely. In this example, the 

liquid crystal display panel 1 and the e背ectivedisplay area 1 a of the liquid crystal display panel 

1, The electrode terminal 1 c on a panel which is connected with the signal wiring 1 b which 

transmits a signal which drives a liquid crystal, and this signal wiring 1 b, and faces an output 

terminal of the LSI bare chip 2 for a liquid crystal drive, 1 d of all the signal wiring is connected 

via the electrode terminal 1 c, and it passes through the bottom of LSI bare chip 2 mounted 

part for a liquid crystal drive, The common conductor pattern 1 d for a measure against static 

electricity formed so that a panel might be gone around, The laser cutline 1 e from which the 

signal wiring 1 b and the common conductor pattern 1 d are electrically separated by irradiating 

with laser beams along this line after an end of a panel-erection process, In 1 g of insulating 

layers which consist of SiN etc. which are formed from the signal wiring 1 b at the upper layer, 

and function as another electrode terminal 1 f for a static electricity measure as a protective 

film, and the electrode terminal 1 c section, It constitutes from the output signal electrode 

terminal 2a which consists of metal projections, such as gold formed in an electrode terminal 

part of the conductive pattern 1 h electrically connected with the signal wiring 1 b, the LSI bare 

chip 2 for a liquid crystal drive, and the LSI bare chip 2 for a liquid crystal drive of a contact 

hole which was able to be opened in 1 g of insulating layers. On the conductive pattern 1 h, the 

electrode terminal 1f for a static electricity measure is formed. And 4 is conductive rubber, 5 is 

a head which pressurizes the conductive rubber 4, 6 is a flexible printed circuit board, and this 

flexible printed circuit board 6 is connected to the liquid crystal panel 1 by thermo 

compression bonding etc., in order to supply a signal to the LSI bare chip 2 for a liquid crystal 

drive. 

[0036]In this example, since the signal wiring 1 b is connected to the common conductor 

pattern 1 d until a liquid crystal display panel is assembled, the nonlinear element arranged on a 

matrix inside a panel serves as same electric potential electrically, and the influence of static 

electricity does not win popularity. Next, it faces mounting the LSI bare chip for a liquid crystal 

drive, it irradiates with laser beams along with the laser cutline 1 e, and the common conductor 

pattern 1 d and the signal wiring 1 b are separated electrically. This is because a damage will be 

given to an LSI chip with laser beams after mounting of LSI chip 2. Therefore, another 

electrode terminal 1 f for a static electricity measure is used as a measure against static 

electricity at the time of LSI chip 2 mounting. Namely, the influence of static electricity is 

avoided by making all the signal wiring 1 b into same electric potential by mounting LSI chip 2 or 

applying conductive paste on the electrode terminal 1 f beforehand, pressing the conductive 

rubber 4 against all the electrode terminals 1f. Here, although the electrode terminal 1f will be 

in an unreserved state and we are anxious aboυt generating of an electric corrosion after the 

end of mounting of an LSI chip, even if an electric corrosion occurs, the neighborhood of 

electrode terminal 1 c is covered by resin for connection. 

Since the signal wiring 1 b is also covered with the insulator layer 1 g, the influenced portion is 

the electrode terminal 1 f which is unrelated to a function‘ 

Thus, in this example, it crosses generally [ the manufacturing process of a liquid crystal 
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display panel and a mounting step ], and a liquid crystal display panel with high opposite 

environmental reliability can be obtained, avoiding the influence of static electricity. 

[0037] 

［ξffect of the Invention]According to this invention, it is COG package correspondence, and 

when the LSI chip for a liquid crystal drive is moreover mounted all the neighborhoods, it is 

effective in the ability to perform the measure against static electricity easily through a panel 

process process and an LSI ・・・mchip-mounting process. 

DESCRIPTION OF DRAWINGS 

[Brief Description of the Drawings] 

[Drawinε1 ]It is a figure showing the entire configuration of the liquid crystal display panel of 

Embodiment 1 concerning this invention. 

[Drawing 2]It is an enlarged drawing showing the composition of the A section shown in 

drawing 1. 

[Drawing 3]It is an enlarged drawing showing the composition after the laser cut of the A 

section shown in drawing 1. 

[Drawing 4]It is a part drawing showing the composition on the upper surface of a panel of the 

liquid crystal display panel of Embodiment 2 concerning this invention. 

[Drawing 5]It is a figure showing the composition at the time of the LSI chip mounting of the 

liquid crystal display panel of Embodiment 2 concerning this invention. 

[Drawing 6]It is a figure showing the composition of the liquid crystal display panel of 

Embodiment 3 concerning this invention. 

[Drawing 7]It is a figure showing the composition on the upper surface of a panel of the liquid 

crystal display panel of Embodiment 4 concerning this invention. 

[Drawing B]It is a figure showing the entire configuration of the liquid crystal display panel of 

Embodiment 5 concerning this invention. 

[Drawing 9]It is a figure showing the entire configuration of the liquid crystal display panel of 

Embodiment 6 concerning this invention. 

[Drawing 1 O]It is a官gureshowing the entire configuration of the liquid crystal display panel of 

Embodiment 7 concerning this invention. 

[Drawing 11 ]It is the flat surface and section enlarged drawing showing the composition of the 

A section shown in drawing 10. 

[Drawing 12]It is a figure showing the composition of the liquid crystal display panel and the 

liquid crystal display panel which carried out end polishing of the TAB packaging system of a 

conventional example. 

[Drawing 13］託 isa figure showing the composition of the liquid crystal display panel of the 

COG package system of a conventional example, and the liquid crystal display panel which cut 

the chip non-mounting neighborhood. 

［正xplanationsof letters or numerals] 
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1 Liquid crystal display panel 

h 王ffectivedisplay area 

1 b Signal wiring 

le, 1f, and 1j Electrode terminal 

1 d common conductor pattern 

1 e Laser cutline 

1 g Insulating layer 

1 h, 1 i conductive pattern 

2 The LSI bare chip for a liquid crystal drive 

2a Output signal electrode terminal 

3 Bonding head 

4 Conductive rubber 

5 Pressurizing head 

6 Flexible printed circuit board 

[Translation done.] 
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最藤貰に続く

〈臼〉酪暁の名称｝ 液晶表示パネル及び鼓パネルへの実装方法

(57）【要約］ （修正右〉

【目的〕 co G実装対応で、しかも全辺に譲品駆動用
LS Iチップが実装される場合においても、パネルプロ

セス工程及びLs Iチップ実装工程を通じて静電気対策
を容易に行う。

【構成〕 液品駆動用LS Iベアチップ2を液品表示パ

ネル2ヘ直接実装する液晶表示パネルにおいて、該液晶

表示パネル 1の表示領域より外棋に向かつて延びる信号

配線1bを、該液晶駆動揺Ls Iベアチップ2の出力端
子に相対する電極 1cよりも更に外側に延長して、パネ

ル外局に沿って該液晶駆動揺Ls Iベアチップ2の実装
部下部を通過するように形成された共通パターン ldに

全て接続し、かっ該電極lcと該共通パターン 1dとの

揮の部分 1eをカットしてなる。
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［特許諾求の範囲】

【請求項 1）液晶駆動期LS Iベアチップ（2）を譲晶

表示パネル（ 1）へ実装する液品表示パネルにおいて、

該譲晶表示パネル（ 1）の表示領域（ 1 a）より外側に

向かつて延び、る岳号配線（ 1 U が、該液晶駆動用Ls 
Iベアチップ（2）の出力端子（2 a）に相対する電題

( 1 c）よりも更に外観tlに延長して形成され、パネル外

周に沿って誤譲晶駆動用LS Iベアチップ（2）の実装

部下部を連遇するように形成された共通パターン（ 1 

d）と接続されていることを特霞とする液晶表示パネ

lレ。

【語求項2）液晶駆動用Ls Iベアチップ（2）を液晶
表示パネル行）へ実装する譲晶表示パネルにおいて、

該譲晶表示パネル（ 1 ）の表示領域（ 1 a）より外部に

向かつて延びる信号配線（ 1 b）上で、かつ該液晶表示

パネル（ 1）の表示領域（ 1 a）と該譲品駆動用LS I 

ベアチップ（2）実装部との聞に霊極部（ 1 f)が形成

されていることを特識とする液晶表示パネル。

【詰求項3）前記請求項1と前記請求項2との両方を兼

ね備えて構成されていることを特徴とする譲晶表示パネ

yレ。

【請求項4）前記信号配線（ 1 b）上に絶縁層（ 1 g) 

が形成され、該絶縁麗（ 1 g）の前記液品駆動罵LS I 

ベアチップ（2）の出力端子（2 a）に相対する電極

( 1 d 部に関子し蔀を有し、該顕子L部より前記絶縁麗
( 1 g 〉上に、前記信号配線（ 1 b）に治って前記電題

部（ 1 f)まで、導体パターン（ 1 h）が形或されている

ことを特徴とする請求項2, 3記載の譲晶表示パネル。

E詰求項5）前記共通パターン（ 1 d）は少なくとも 1
倍以上の蔀記液晶駆動患Ls Iベアチップ（2）実装部
毎に前記液晶駆毒患Ls Iベアチップ（2）への電源及
び｛言号供給用電極端子部（ 1 i ）艇に接続されているこ

とを特徴とする請求項し 3, 4記載の液晶表示パネ

yレ。

［請求項6】能記共通パターン（ 1 d）はパネルの各辺

毎に霊気的に絶隷され、かつ各前記共通パターン（ 1 

d）の再端又は該罷端を含めた複数富所にプローピング

居の電極（ 1 j ）が形成されていることを特額とする請

求項1' 3' 4記載の液晶表示パネル。

［講求項7】全ての離合う前記信号配線（ 1 b）が罰ー

の前記共通パターン（ 1 d）に接続しないように互い違

いに異なる辺に向かつて延長して形成されていることを

特徴とする請求項6記載の液晶表示パネル。

［請求項8）詰求項 1および請求事3乃至講求項nこ記
載の液晶表示パネル（ 1 ）に液晶駆動用Ls Iベアチッ
プ（2）を実装する方法であって、前記譲品駆動黒Ls 
Iベアチップ（2）を前記譲晶パネル（ 1 ）に実装する

前に、前記信号配線（ 1 討を、前記電極（ 1 c ）と前

記共通パターン（ 1 d）との留に設けられた切断部（ 1 

e）で切断する工程を含むことを特識とするベアチップ

(2) 特需平7-152043

の実装方法。

〔誇求項9】前記切断部（ 1 e）を切断する工程が、前

記譲晶表示パネル（ 1）の裏面よりレーザ光により行わ

れることを特徴とする語求項8記載のベアチップの実装

方法。

【講求項10）藷求項2乃至Hこ記載の液晶表示パネル

( 1）に液晶駆動舟Ls Iベアチップ（2）を実装する
方法であって、誌記液晶駆動詞Ls Iベアチップ（2)
の前記液品パネル（ 1）への実装工程中に、前記電極部

( 1 f)に導電体（4）を接触させ、護数の前記電極部

( 1 f)を電気的Lこ譲続しておくことを特徴とするベア

チップの実装方法。

［発明の詳絡な説明］

[0001) 

【産業上の利用分野〕本発明は、液晶表示パネル及び該

パネルへの実装方法に係り、詳しくは、液晶表示パネル

の製造工程で発生する静電気に対する処置を施した譲晶

表示パネルの製造及び、試験技術に適用することができ、

特に、 C0 G (Chip On Glass）実装対応で、しかも全

辺に液晶駆動摺Ls Iチップが実装される場合において
も、パネルプロセス工程及びLs Iチップ実装工程を通
じて静霊気対策を容易に行うことができる液晶表示パネ

ル及び該パネルへの実装方法に関する。

【00 0 2）近年、 TA B実装用液品表示パネル及び対

向する辺のうち片槙IのみへのC0 G実装用液晶表示パネ
ル誌、静電気対策を行うための共通導体パターンの芳三成

及び、韓去を容易に行うことができるという利点を有す

る。しかしながら、特に、後者のC0 G実装用液晶表示

パネルでは、対向する両方の辺へ薮晶駆動用Ls Iベア
チップを実装する場合、｛言号配線パターンをパネル端部

まで引き出すことができないため、共通導体パターンの

形成及び絵去を行うのが菌難になるという開題があっ

た。

【0003】このため、 C0 G実装対応で、しかも全沼

に液晶駆動用Ls Iチップが実装される場合において
も、パネルプロセス工程及びLS Iチップ実装工程を通

じて静電気対策を容易に行うことができる液晶表示パネ

ルが要求されている。

[0004) 

〔従来の技術】従来のTA B実装患の液晶表示パネルで

辻、信号配線パターンをストレートにパネル端部まで取

り出せるように講戒しているため、図 12 ~こ示すよう

に、パネル端面に沿って、幅0. 2～ 0. Smm程震の

静電気対策患共通導体パターン I0 1を全信号配隷パタ

ーンとなるTA E実装用電極端子 10 2に電気的に譲続

しておき、パネルが完成した時点でパネル基板端雷 10 

3を研磨する擦に導体パターン 10 1も除去するように

構成している。

〔00 0 5］また、従来のC0 G実装用の譲品表示パネ

ルでは、信号配線パターンはパネル上の液晶駆動沼Ls 
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Iの出力端子電極役軍まで廷びているが、パネル端部ま

でヲiき出すことができない構成を採っている。そこで、
LS I実装辺の反対側にLs Iが実装されない場合は、
図 13に示すように、 I夜晶駆動馬Ls Iベアチップ11 
1非実装辺；こ、圏 12と同様の静電気対策居共通導体パ

ターン 10 1を設け、パネル端酉研磨時に一括して除去

するか、あるいは飛び出しているガラス基板部 11 2在

スクライブして、導体パターン 10 1を信号重己競パター

ンから切り離すように構成している。なお、 125113にお

いて、 LS I 1 1 1の 11 3は告号出力端子電極であ

る。

[0006) 

E発鳴が解決しようとする課題］上記した従来のTAB  
実装沼液晶表示パネル及び対向する辺のうち片側のみへ

のC0 G実装屠譲晶表示パネルでは、静電気対策を行う

ための共通導体パターン 10 1の形成及び捺去を容易に

行うことができるという利点を有するが、後者のCOG  

実装用液晶表示パネルでは、対向する再方の辺へ液品駆

動用Ls Iベアチップ11 1を実装する場合、前述した
如く、信号配線パターン 10 2をパネル端部まで引き出

すことができないため、共通導体パターン 10 1の形成

及び除去を行うのが題難であるという閤題があった。

【00 0 7）また、仮にパネル製造工程における静電気

対策を実現することができたとしても、信号書記績が共通

パターンと接続したままでは、パネルに画像を表示させ

るための信号を印加できない〈ショートとしているた

め）という理由からパネルの表示試験持は、上記した静

電気対策措置を除去しなければならない。このように、

パネルの表示試験時に静電気対策措量を除去してしまう

と、液晶寵動揺Ls I実装工程時には、静電気対策がな
されていない状態になってしまう。ここで、仮に電気対

策措寵を残した状態で、パネル表示試験を行うことができ

ても、液晶駆動用Ls IチップがC0 G実装される部分
をレーザーカットにて電気対策措量を除去する従来の方

法では、 LS Iチップへのレーザー光線によるダメージ

を考慮すると、結局液晶駆動用LS I実装工程持には、

静電気対策がなされていない状態になってしまう。

〔0008】そこで、本発明は、 C0 G実装対応で、し

かも全遣に液品駆動用Ls Iチップが実装される場合に
おいても、パネルプロセス工程及びLs Iチップ実装工
事呈を通じて静電気対策を容易に行うことができる液晶表

示パネルを提供することを自的とする。

【00 0 9) 

【課題を解決するための手段］請求項l記載の発明は、

渡晶駆動愚Ls Iベアチップを液品表示パネルへ実装す
る液品表示パネルにおいて、該液晶表示パネルの表示領

域より外側に向かつて廷びる信号寵隷が、該譲品駆動用

LS Iベアチップの出力端子に程対する電極よりも更に

外側に延長して形成され、パネル外周に沿って該液晶駆

動用Ls Iベアチップの実装部下部を通過するように形

(3) 特開平7-152043

成された共通パターンと接続されていることを特徴とす

るもので島る。

【00 1 O］請求項2記載の発明培、液晶駆動用LS I 

ベアチップを液晶表示パネルへ実装する液晶表示パネル

において、該譲晶表示パネルの表示領域より外側に向か

つて延びる信号配線上で、かつ該液晶表示パネルの表示

額域と該液晶駆動用Ls Iベアチップ実装部との関に電
極器が形成されていることを特徴とするものである。請

求項3記載の発明は、前記語求項1と前記藷求項2との

両方を兼ね構えて構成されていることを特徴とするもの

である。

【00 1 1］詰求項4記載の発明は、上記語求項2, 3 

記載の発明において、前記信号配線上に絶縁層が形成さ

れ、該絶隷層の詰記譲晶駆動用LS Iベアチップの出力

端子に相対する電極部に開孔部を有し、該関子L部より前
記絶議置上に前記信号配擦に沿って前記電極部まで導体

パターンが形成されていることを特徴とするものであ

る。

【00 1 2】藷求項5記載の発明は、上記詰求項 1,

3, 4記載の発明において、前記共通パターンは少なく

とも 1館以上の話記譲晶駆動用Ls iベアチップ実装部
毎に前記液晶駆動用Ls Iベアチップへの電源及び信号
供給用竃極端子部｛需に接続されていることを特徴とする

ものである。請求項6記載の発明誌、上記語求項1' 

3, 4記載の発明において、前記共通パターンはパネル

の各辺毎に電気的に絶緩され、かつ各前記共通パターン

の詞端又は該両端を含めた謹数箇所iこプローピング用の

電極が形成されていることを特徴とするものである。

〔00 1 3］請求項7記載の発明は、上記詰求項6記載

の発明において、全ての離合う前記信号配線が再ーの前

記共通パターンに接続しないように互い違いに異なる辺

に向かつて延長して形成されていることを特徴とするも

のである。請求項8記載の発明は、請求項 lおよび請求

項3乃至誇求項Hこ記載の液晶表示パネルに液晶駆動用

LS Iベアチップを実装する方法であって、前記譲晶駆

動用Ls Iベアチップを誌記譲晶パネルに実装する蔀
記、前記信号配線を、前記電極と前記共通パターンとの

間に設けられた切断部で切断する工程を含むことを特徴

とするものである。

【00 1 4】詰求項9記載の発明誌、上記請求項8記載

の発明において、議記切断部を切顕する工程が、前記液

晶表示パネルの裏冨よりレーザ光により行われることを

特徴とするものである。請求項10記載の発萌は、請求

項2乃至7に記載の液晶表示パネルに液品駆動用LS I 

ベアチップを実装する方法であって、前記譲晶駆動用L

S Iベアチップの前記液晶パネルへの実装工程中に、前

記電極吉~rこ導電体を接触させ、複数の前記電極部を電気

的に接続しておくことを特徴とするものである。

【00 1 5] 

U乍用］請求項 1記載の発明では、後述する実施例 1の

BOE Ex. 1002, p. 114
BOE v. Paneltouch

IPR2025-01482



図I～3tこ示す如く、液晶表示パネル1の右効表示領域

1 aより外慨に向かつて廷びる信号配線 1bを、液晶駆

動用Ls Iベアチップ2の出力端子2a Lこ相対する電極
端子 1cよりも更に外側に延長して、パネル外周に沿っ

て液晶駆動用Ls Iベアチップ2の実装部下部を通過す
るように形成された共通導体パターン 1dに全て接続

し、かつパネル完成後に電極端子lcと共通導体パター

ン1dとの間の部分のレーザーカットライン 1eをレー

ザーでカットしてなるように構成する。このため、レー

ザ一光照射揺に、各｛言号配諒 lbを有効表示領域 1aと

は反対側に延ばして、ぞれを全数共通導体パターン 1d 

と電気的に接続することができるので、パネルプロセス

工程で発生する静電気に対して十分強くすることができ

る。

【00 1 6〕請求項2記載の発明では、後述する実接関

21の国4, 5に示す知く、液晶表示パネル lの喜効表示

領域 1aより外担任に向かつて延びる信号配線 1b上に、

かつ液晶表示パネル1の上開基板と液晶駆動用LS Iベ

アチップ2実装部との簡に長さ 0. 5～ lmm程度の電

極端子 1fを形成してなるように構成する。このため、

信号配線lb上に電極端子 1fを設けて構成するので、

譲品駆動用LS Iベアチップ2の実装工程においても、

全信号配線1bを電気的に接続することができ、実装工

程中に発生する静電気に対して十分強いパネルを容易に

f尋ることができる。
【00 1 7］藷求項3記載の発明で培、後述する実施関

4の図7に示す如く、前記詰求項1と前記請求項2との

再方を兼ね構えて構成してなるように講成するため、藷

求項1記載の発明と詰求項2記載の発明の両方の効果を

兼ね備えたパネルを得ることができる。請求項4記載の

発明では、後述する実施例3の図6に示す如く、信号配

線 lb上に絶縁層 lgを形成し、液晶駆動用Ls Iベア
チップ2の出力信号電極端子2aに相対する電極端子 l

c部のみの絶縁壇 lg Lこ穴を開け、この穴上に信号車隷

1 b Lこ沿って電極端子 lf部まで導体パターン 1hを形

成してなるように構成する。このため、伺等かの原密で

静電気対策用電極端子 1f部に電蝕等が発生した場合に

おいても、電蝕の彰響が及ぶのは、液晶表示パネル 1の

表示には関係のない導体パターン lhのみで済ませるこ

とができるので、電極端子 1f部の信号車隷 1bを電蝕

し難くして断隷し難くすることができ、信頼性を向上さ

せることができる。

〔00 1 8］詰求項5記載の発明では、後述する実接関

4の密7tこ示す如く、パネル外屈に沿って形成された共
遥導体パターン 1dを少なくとも 1個以上の被品駆動用

LS Iベアチップ2実装部に液晶駆動用LS Iベアチッ

プ2への電源及び信号供給用電極端子部1i割に接続し

てなるように講戒する。このため、静電気対策を行うと

問時に、端子部li tこ表示信号を印加することによって
ブロック毎の一面点灯表示試験を行うことができる。

(4) 特開平7-152043

【00 1 9］請求項6記載の発明で辻、後述する実施例

5の菌8tこ示す如く、パネル外局に沿って形成された共

通導体パターンldをパネル完成時にパネルの各辺毎に

電気的に絶緩できるようにし、かつ各共通導体パターン

1 dの両端又は両端を含めた複数箆所にプローピング用

の導体パターン ljを設聾してなるように構成する。こ

のため、共通導体パターン ldをパネルの各辺語に分訴

して各々に電題端子 1jを設けることにより、静電気対

策と合わせて、数本～十数本のプローブ、ピンを電極端子

1 jに立てるだけで簡易表示試験を行うことができる。

[0020］請求項7記載の発明では、後述する実施例

6の図9tこ示す如く、全ての隣合う信号配線 lbが再ー

の共連導体パターン 1dに接続しないように互い違いに

形成し、かつ譲晶駆動用Ls I ベアチップ Zif•実装され

ない辺の信号配線 lbのガラス基板越しにレーザーでカ

ットしてなるように講成する。このため、パネルの簡易

表示試験碍に水平方向の信号配線に一本置きに異なる信

号を出力することができるので、信号配線の短絡を確認

することができる。

【00 2 1］詰求項8記載の発明では、請求項1および、

請求項3乃至請求項7に記載の液晶表示パネルに液晶駆

動用Ls Iベアチップを実装する方法であって、前記液
晶駆動車Ls Iベアチップを前記液晶パネルに実装する
前に、前記信号配線在、前記電極と前記共通パターンと

の題に設けられた切断部で切断する工程を含むように構

成するため、上記詰求項 1, 3乃至7記載の発明と同様

の効果を得ることができる。

【00 2 2］詰求項9記載の発明で辻、上記請求項8記

載の発明において、前記切断部を切断する工程が、話記

液晶表示パネルの裏面よりレーザ光により行われるよう

に構成するため、上記請求項8記載の発明と同様の効果

を得ることができる。請求項 10記載の発明では、詰求

項2乃至7記載の液晶表示パネルに譲晶駆動用Ls Iベ
アチップを実装する方法であって、前記液晶駆動居Ls 
Iベアチップの前記波晶パネルへの実装工程中に、前記

電極部に導電体を接触させ、複数の前記電極部を電気的

に接続しておくように構成するため、上記語求項2乃至

7記載の発明と同様の効果を得ることができる。

[O 0 2 3】

［実施例〕以下、本発明の実施例を図面を参照して説明

する。

（実施例 1）図 1辻本発明に採る実施伊ilの譲晶表示パ
ネルの全体構成を示す図であり、密2は菌uこ示すA部
の構成を示す拡大密であり、圏3は国 lに示すA部のレ

ーザーカット後の講成を示す拡大陸である。ここで培、

詰求項 1' 8に係る特徴部分を具体的に説明する。図 1

～3において、 Hま譲晶表示パネルであり、 1aは液晶

表示パネル 1の有効表示領域であり、 lbは液晶表示パ

ネル 1の有効表示鎮域 1aより外鰭に向かつて延びる液

晶表示パネル 1の譲品を駆動する信号を伝送する信号配
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線であり、 1cは譲晶駆動期Ls Iベアチップ2の出力
端子に相対するパネル I上の電極端子であり、この電極

端子 lcは信号配線 1bと接続されている。次いで、 l

dは静電気対策用共通導体パターンであり、信号配線l

bの全てが電極端子 1cを挟んで有効表示領域 1aとは

反対側で接続され、液品駆動用Ls Iベアチップ2実装
部下を通過してパネル lを周匝するように形成されてい

る。 leは電極端子 1cと共通導体パターン ldの閣の

信号配線 1bのレーザーカットラインであり、パネルプ

ロセス工程を終了した後に図2に示す如く、このレーザ

ーカットライン 1e Lこ沿ってレーザー光隷を照射してカ

ットすることにより、函3に示す如く、信号配線 1bと

共通導体パターン 1dとが電気的に分離される。

【00 2 4）このように、本実施伊tl（語求項。では、
液晶駆動用Ls Iベアチップ2を液晶表示パネル1へ車
接実装する液晶表示パネルにおいて、液晶表示パネル l

の有効表示額域laより外側に向かつて延びる信号配線

1 b在、液晶駆動用Ls Iベアチップ2の出力端子に椙
対する電題端子 lcよりも更に外測に延長して、パネル

タ主題に沿って液晶駆動患Ls Iベアチップ2の実装部下
部を通過するように形成された共通導体パターン ldに

全て接続し、かっパネル完成後に電極端子 1cと共通導

体パターン 1dとの閣の部分のレーザーカットライン l

eをレーザーでカットしてなるように構成している。こ

のため、レーザー光照射誌に、各詰号配譲1bを有効表

示領域 1aとは反対簡に延ばして、ぞれを全数共通導体

パターン ldと電気的に接続することができるので、パ

ネルプロセス工程で発生する静電気に対して十分強くす

ることができる。

〔00 2 5) （実施例2）次に、国4は本発瞬に孫る実

施例2の液晶表示パネルのパネル上面〈密 1のA蔀に絹

当）の構成を示す部分図であり、図5は本発明に孫る実

施｛タti2' 1 0の液晶表示パネルのLs Iチップ実装時の
構或を示す図である。ここでは、請求項2に係る特額部

分を具体的に説明する。図4, 5において、図 l～3と

同一符号泣再一又辻相当部分を示し、 lf は信号配隷 l

b上に、かつ液晶表示パネルlの上部i基板と譲品駆動用

LS IベアチップZ実装部との躍に設けられた長さ0.

5～ Imm程度の静電気対策用の電極端子であり、 1g 

は信号百三線 1bの上層に形成された保護摸として機能す

る絶隷層であり、 2は液晶駆動用Ls Iベアチップであ
り、 2aは液晶駆動用LS Iベアチップ2表面に形成さ

れた金等の金属突起からなる液晶寵動用Ls Iベアチッ
プ2の出力信号電極端子であり、 3~ま譲品駆動用 L S I 

ベアチップ2を加熱加圧して、譲晶表示パネルuこ譲晶
駆動用Ls Iベアチップ2を熱硬化性樹脂フィルム等を
介して接続するためのボンディングヘッドである。そし

て、 4は液晶表示パネル Iの各辺に沿った縮長い形状を

しており、静電気が発生し易い工程中において、静電気

対策用の電極端子 1f iこ接触させて、信号配隷 lbを電

(5) 特開平7-152043

気的に接続するための導電性ゴムであり、 5は導電性ゴ

ム4が電極端子 1fに電気的に十分接続するように荷重

を加えるための加圧ヘッドである。なお、ここでは図示

していないが、本発明においては、電極端子1fに沿っ

て液品パネルを恵国するようにベースト状の導電性樹脂

を塗帯することによって、全信号車線1bを電気的に接

続するように構或しでもよい。

[0026）このように、本実施伊tl（語求項2）では、
被晶駆動用Ls Iベアチップ2を液品表示パネル1へ直
接実装する液晶表示パネルにおいて、液晶表示パネル l

の有効表示領域 1aより外側に向かつて延びる信号配線

1 b上に、かっ譲品表示パネル 1の上倒基板と液晶駆動

用Ls Iベアチップ2実装部との留に長さ 0. 5～ lm 
m程度の電極端子 1fを形成してなるように構成してい

る。

[O 0 2 7】このため、信号配線 1b土に電極端子 1f 

を設けて構成するので、液品駆動用Ls Iベアチップ2
の実装工程においても、全信号寵線1bを電気的に接続

することができ、実装工程中に発生する静電気に対して

十分強いパネルを容易に得ることができる。

〈実施例3）密6は本発明に係る実施例3の液晶表示パ

ネルの樟戒を示す図である。ここでは、図4に示す電極

端子 lfの層構成に工夫を加えたものであり、議求項4

に祭る特額部分を具体的に説明する。本実施例の液晶表

示パネルでは、液品表示パネルIの液晶を駆動する信号

を伝送する信号配隷lbと、被品駆動罵Ls Iベアチッ
プの出力靖子に棺対するパネル I上の電撞端子 lcと、

静電気対策用の電極端子 1fと、信号配穣 1bの保護膜

的機能老果たすように信号配線lb上に形成され、かっ

電極端子 1c部にコンタクトホールが形成された絶縁層

1 gと、絶縁層 1gの電極端子lc上に開けられたコン

タクトホールによって信号配線 lbと電気的に接続さ

れ、かつ信号配線 1b Lこ治って電極端子 lc部から静電

気対策用電極端子 lf部まで延びた導体パターン 1hと

から構成する。このため、荷等かの原因で静電気対策用

電極端子 1f部に電蝕等が発生した場合においても、電

蝕の影響が及ぶの培、液晶表示パネル lの表示には関係

のない導体パターン 1hのみで済ませることができるの

で、電極端子 lf部の信号配線 lbを電蝕し難くして断

線し難くすることができ、信頼性を向上させることがで

きる。

[0028) （実施例4）次に、図7は本発明に係る実

施例4の譲品表示パネルのパネル上面の講成を示す密で

あり、陸7 〔a）誌図l；こ示すA部に該当する部分の構

成を示す拡大陸、図7 (b）は図7 （討に示す部分の

レーザーカット後の構成を示す拡大図である。ここで

辻、請求項3' 5 ~こ係る特徴部分を異体的に説明するc

本実施例法、実施例 lと実蕗倒3の両方の特徴を兼ね嬬

えたものであり、共通導体パターン 1dを譲品表示パネ

ル 1を麗邑する形状から 1留の液品駆動用Ls 1ベアチ
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ップ2の実装部毎にパネル外部に取り出すようにして構

成する。この持、信号の取り出しは、液晶駆動用LS I 

ベアチップ2への入力信号供給用電極端子とi弓様に形成

された導体パターン liにて行う他、この場合の各共通

導体パターン 1d再士の電気的接続は、前述した従来の

方法にて行う。なお、図示していないが、共通導体パタ

ーン 1dのパネル外部への取り出しは、 Ls Iチップ1
個毎に行うのではなく、複数値毎で、行ってもよい。

【00 2 9）このように、本実施例（請求項3）では、

譲晶表示パネル1の有効表示領域laより外｛賂こ向かつ

て延びる信号配線 1bを、液晶駆動尾Ls Iベアチップ
2の出力端子に相対する電橿端子lcよりも更に外傑に

延長して、パネル外調に沿って液晶駆動用LS Iベアチ

ップ2の実装部下部を通過するように形成された共通導

体パターン 1dに全て接続し、かつパネル完成後に電極

端子 1cと共通導体パターン 1dとの患の部分のレーザ

ーカットラインleをレーザーでカットしてなるように

構成し、更に、液晶駆動用LS Iベアチップ2を液品表

示パネル Iへ直接実装する液晶表示パネルにおいて、譲

品表示パネル1の脊効表示領域1aより外艇に向かつて

延びる信号配隷lb上に、かつ液晶表示パネル1の上側

基板と液晶駆動揺Ls Iベアチップ2実装部との間に長
さ0. 5～ lmm程度の電極端子 lfを形成してなるよ

うに構成する。このため、実施例lの効果と実施関2の

再方の効果を兼ね嬬えたパネルを得ることができ、即

ち、レーザー光照射前に、各｛言号車線 1bを有効表示領

域 laと誌反対側に延ばして、それを全数共通導体パタ

ーン 1dと電気的に接続することができるので、パネル

プロセス工程で発生する静電気に対して十分強くするこ

とができる也、信号配線 lb上に竜極端子 1fを設けて

講戒するので、液晶駆動用Ls Iベアチップ2の実装工
程においても、全信号配線lbを電気的に接続するとと

ができ、実装工程中に発生する静電気に対して十分強い

パネルを容易に得ることができる。

【00 3 0）更に、本実施例〈請求項目では、パネル

外層に沿って形成された共通パターン 1d老少なくとも

1 倍以上の譲品麗動崩Ls 1ベアチップ2実装部毎に譲
品駆動用Ls Iベアチップ2への電譲及び信号供給用電
極端子部li側に接続してなるように構成したため、静

電気対策を行うと同時に、端子部li Lこ表示信号をErl加

することによってブロック毎の一面点灯表示試験を行う

ことができる。

(0031) （実施例5）次に、密8は本発明に｛系る実

撞例5の液晶表示パネルの全体構成を示す函である。こ

こでは、講求項61こ諮る特徴部分を具体的に説明する。

本実施例で培、共通導体パターン 1dを液品表示パネル

を周回する形状からパネルの各辺毎に分割した形状と

し、各辺毎に分裂された各共通導体パターン 1dに 1個

あるいは複数個の電極端子 1jを形成して構成する。ま

た、各共通導体パターン ld同士の電気的接続は、図7

(6) 特開平7-152043

の実握fJU4と同様に諮述した従来の方法にて行う。

【00 3 2）このように、本実施例（藷求項6）では、

パネル外周に沿って形成された共通導体パターン 1dを

パネル完成時にパネルの各辺毎に電気的に絶縁で、きるよ

うにし、かつ各共通導体パターン 1dの両端又は両端を

含めた護数富所にプローどング用の導体パターン 1iを

設置してなるように構成するため、共通導体パターン l

dを各辺毎に分割して、各々に電極端子 1jを設けるこ

とにより、静電気対策と合わせて、数本～十数本のプロ

ープピンを電極端子 1jに立てるだけで簡易表示試験を

行うことができる。

(0033) 〈実施例6）次に、図9は本発構に孫る実

施例6の液晶表示パネルの全体講成老示す園で、ある O こ

こでは、請求項7, 9に係る特徴部分を異体的Lこ説窮す

る。本実施併では、密8の実施例5において、水平方向

に走る信号配線 lbを同ーの共通導体パターン 1dに接

続しないように一本置きに互い違いにパネル左右に縦方

向に設けた共通導体パターン 1dに接続して構或する。

このように構成すると、パネル右槙u；こ縦方向に設けた共
通導体パターン ld辻、 2枚のガラス基板に挟まれた状

態となる。

【00 3 4）従って、この時、液品駆動用Ls Iベアチ
ップ2が実装されない辺の信号配線 1bのレーザーカッ

トライン leはガ、ラス基板越しに裏面よりレーザーカッ

トされる。このため、パネルの露易表示試験時に水平方

向の信号車線に一本量きに異なる信号を出力することが

できるので、信号配線の題絡を確認することができる。

【00 3 5) （実施例7）次に、図 10は、本発明に採

る実施例7の液晶表示パネルの全体構成を示す図であ

り、図 11 ~ま圏 1 0に示すA部の構成を示す平面及び断

面拡大図である。ここでは、請求項4に係る特徴部分を

具体的に説明する。本実施拐では、液品表示パネル l

と、液品表示パネル1の脊効表示領域1aと、液晶を駆

動する信号を伝達する信号配鰻lbと、この信号配隷1

bと接続され、かっ譲晶駆動用LS Iベアチップ2の出

力端子に相対するパネル上の電極端子 1cと、信号配線

1 dの全てが電極端子 lcを経由して接続され、液晶駆

動用LS Iベアチップ2実装部下を通過して、パネルを

罵罰するように形成された静電気対策患の共通導体パタ

ーン ldと、パネル組立工程終了後にこのラインに沿っ

て、レーザー光線を照射することにより信号配線 1bと

共通導体パターン 1dとが電気的に分離されるレーザー

カットライン leと、もう一つの静電気対策用電極端子

1 fと、信号配嬢 1bより上屠に成膜され、保護摸とし

て機能する Si N等かちなる絶縁雇 1gと、電題端子 l

c部において、絶縁層 1g ~こ聞けられたコンタクトホー

ルによって信号配線 1bと電気的に接続された導体パタ

ーン 1hと、液晶駆動用LS Iベアチップ2と、液晶駆

動用Ls Iベアチップ2の電極端子部に形成された金等
の金属突起からなる出力信号電極端子2aとから講成す
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る。なお、導体パターン 1h上には、静電気対策用電極

端子lfが形成されている。そして、 4は導電性ゴムで

あり、 5は導電性ゴム4を加圧するヘッドであり、 6は

フレキシブ、ルプリント回路基板であり、このフレキシブ

ルプリント回路基板6は譲晶駆動用Ls Iベアチップ2
4こ信号を浜給するために液晶パネル lに熱圧着等で接続

されている。

【00 3 6】本実施関では、議晶表示パネルが組立てら

れるまでは、共通導体パターン ldに信号配線 lbが接

続されているため、パネル内部にマトリックス土に配置

された非線形素子は電気的に同電｛立となり、静電気の影

響は受けない。次に、液品駆動用Ls Eベアチップ老実
装するに際し、レーザーカットライン leに沿ってレー

ザ一光線を照射して共通導体パターン ldと信号配線l

bを電気的に分離する。これは、 Ls Iチップ2の実装
後では、レーザー光線によってLS Iチップにダメージ

を与えてしまうからである。従って、 Ls Iチップ2実
装時の静電気対策として、もう一つの静電気対策用電極

端子lfを用いる。 enち、導電性ゴム4を全ての電極端
子 1f Lこ押し当てながらLs Iチップ2を実装するか、
予め電極端子 1f上に導電性ペーストを塗布しておく ζ

とによって、全信号配嬢lbを同電位として静電気の影

響を回避する。ここで、 Ls Iチップの実装終了後は、
電極揚子 1f は剥き出しの状態となって電蝕の発生が懸

念されるが、仮に電蝕が発生しても電極端子 lc近携は

接続用樹詣で覆われており、信号車線lbも絶隷襲1g 

にて覆われているため、影響そ受サる部分は機能に関係

のない電趣端子 1fである。このように、本実撞例で

は、液晶表示パネルの製造工程及び実装工翠の全穀に渡

って、静電気の影響を回避しながら対環境信頼性の高い

液晶表示パネルを得ることができる。

【0037】

［発明の効果】本発明によれば、 C0 G実装対応で、し

かも全辺に液品駆動用LS Iチップが実装される場合に

おいても、パネルプロセス工程及びLs Iチップ実装工
程を通じて静電気対策を容易に行うことができるという

効果がある。

［図面の簡単な説明】

［図 1］本発明にf系る実蕗例 lの液品表示パネルの全体
構成を示す図である。

(7) 特縄平7-152043

【図2］図 14こ示すA部の構成を示す拡大図である。

【図3］図uこ示すA部のレーザーカット後の構成を示
す拡大図である。

【図4〕本発明に係る実施例2の液晶表示パネルのパネ

ル上面の構成を示す部分閣である。

【図5］本発明に保る実撞倒2の液晶表示パネルのLs 
1チップ実装時の構成を示す図である。

【図6】本発明に係る実施例3の液晶表示パネルの講成

を示す図である。

【図7）本発明に係る実施例4の液晶表示パネルのパネ

ル上面の構成を示す函である。

【図8］本発明に係る実施｛列5の液晶表示パネルの全体

講成を示す図である。

【図9】本発明に係る実施例6の液晶表示パネルの全体

講成を示す図である。

【図 10】本発明に係る実施例7の液晶表示パネルの全

体議戒を示す密である。

【図 11〕図 10 に示すA部の構成を示す平冨及び、断面

拡大密である。

【図 12】従来棋のTA B実装方式の譲晶表示パネルと

その端面研磨した液晶表示パネルの構成を示す図で、あ

る。

【図 13】従来例のC0 G実装方式の波晶表示パネルと

そのチップ非実装辺をカットした液晶表示パネルの構成

を示す図である。

【持号の説明〕

液晶表示パネル

1 a 有効表示領域

1 b 信号配線

le, lf, lj 電極端子

1 d 共通導体パターン

1 e レーザーカットライン

1 g 絶縁層

1 h' 1 i 導体パターン

2 譲品駆動用Ls Iベアチップ
2 a 出力信号電極端子

3 ボンデイングヘッド

4 導電性ゴム

5 加圧ヘッド

6 フレキシブルプリント宮路基板

BOE Ex. 1002, p. 118
BOE v. Paneltouch

IPR2025-01482



(8) 韓関平7-152043

【国 1】 【図2]

本発明に係る実施t;Hの液晶表示パネルの全体構成を示す冨 国1Iこ示すA部の構成を示す革大額

1d 

r－『ー『ー－， r－【【ー－－， 一一、 ／二一一「 r

J〆1

~1b ’i’ 鳥文-r-i;『； d ， 
明星

勺 1 t , -

r ι 
r 

: 
L 

' 
~ ヨ邑 ー．

{ r連畠 4辺、 1 . ,, r~ ~ に正、 r 

L…一－－ ~ I 』ーー『『 ー 』』a・ー -' L 

＼ ノ、

【圏3〕

函1Iこ示すA郊のレーザーカット後の構成を示す拡大圏
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案発明に係実施例2の液晶表示パネルのしSIチップ
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本発明に係る実施19Hの液晶表示パネルの構成を示す図
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特開平7-152043(9) 

〔図8】【函7】
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(10) 

【密 1O] 

本発現fこ係る実施例7の譲晶表示パネルの全体簿或を示す図
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Date M創led:06/17/2011 

NOTICE TO FILE MISSING PARTS OF NONPROVISIONAL APPLICATION 

FILED UNDER 37 CFR 1.53(b) 

Filing Date Granted 

Items Reauired To Avoid Abandonment: 

An application number and filing date have been accorded to this application. The item(s) indicated below, 

however, are missing. Applicant is given TWO MONTHS from the date of this Notice within which to file all 

required items below to avoid abandonment. Extensions of time may be obtained by filing a petition accompanied 

by the extension fee under the provisions of 37 CFR 1.136(a). 

•The oath or declaration is missing. 
A properly signed oath or declaration in compliance with 37 CFR 1.63, identifying the application by the above 
Application Number and Filing Date, is required. 
Note: If a petition under 37 CFR 1.47 is being filed, an oath or declaration in compliance with 37 CFR 1.63 
signed by all available joint inventors, or if no inventor is available by a party with sufficient proprietary interest, 
is required. 

The applicant needs to satisfy supplemental fees problems indicated below. 

The required item(s) identified below must be timely submitted to avoid abandonment: 

•A surcharge (for late submission of filing fee, search fee, examination fee or oath or declaration) as set forth in 
37 CFR 1.16(f) of $130 for a non-small entity, must be submitted. 

SUMMARY OF FEES DUE: 

Total fee(s) required within TWO MONTHS from the date of this Notice is $130 for a non-small entity 

・$130Surcharge. 
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Replies should be mailed to: 

Mail Stop Missing Parts 
Commissioner for Patents 
P.O. Box 1450 
Alexandria VA 22313-1450 

Registered users of EFS-Web may alternatively submit their reply to this notice via EFS-Web. 
httos ://soortal. usoto .aov/authenticate/ AuthenticateUserlocal EP F. htm I 

For more information about EFS-Web please call the USPTO Electronic Business Center at 1・866・217・9197or 
visit our website at htto://www.usoto.aov/ebc. 

If you are not using EFS-Web to submit your reply, you must include a copy of this notice. 

/squreshν 

Office of Data Management, Application Assistance Unit (571) 272-4000, or (571) 272-4200, or 1-888-786-0101 
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www.uspto.gov 
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13/151,362 06/02/2011 2883 1090 
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520.51700XOO 12 2 

CONFIRMATION NO. 4779 

FILING RECEIPT 20457 
ANTONELLI, TERRY, STOUT & KRAUS, LLP 
1300 NORTH SEVENTEENTH STREET 
SUITE 1800 
ARLINGTON, VA 22209-3873 
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Date M創led:06/17/2011 

Receipt is acknowledged of this non-provisional patent application. The application will be taken up for examination 
in due course. Ap同icantwill be notified as to the results of the examination. Any correspondence concerning the 
application must include the following identification information: the U.S. APPLICATION NUMBER, FILING DATE, 
NAME OF APPLICANT, and TITLE OF INVENTION. Fees transmitted by check or draft are subject to collection. 
Please verify the accuracy of the data presented on this receipt. If an error is noted on this Filing Receipt, please 
submit a written request for a Filing Receipt Correction. Please provide a copy of this Filing Receipt with the 
changes noted thereon. If you received a”Notice to File Missing Parts”for this application, please submit 
any corrections to this Filing Receipt with your reply to the Notice. When the USPTO processes the reply 
to the Notice, the USPTO will generate another Filing Receipt incorporating the requested corrections 

Applicant( s) 
Kouichi ANNO, Residence Not Provided; 

Power of Attorney: None 

Domestic Priority data as claimed by applicant 

Foreign Applications (You may be eligible to benefit from the Patent Prosecution Highway program at the 
USPTO. Please see htto://www.usoto.aov for more information.) 
JAPAN JP 2010-126877 06/02/2010 

If Required, Foreign Filing License Granted: 06/14/2011 

The country code and number of your priority application, to be used for filing abroad under the Paris Convention, 

is US 13/151,362 

Projected Publication Date: To Be Determined -pending completion of Missing Parts 

Non-Publication Request: No 

Early Publication Request: No 
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Title 

DISPLAY DEVICE 

Preliminary Class 

385 

PROTECTING YOUR INVENTION OUTSIDE THE UNITED STATES 

Since the rights granted by a U.S. patent extend only throughout the territory of the United States and have no 

effect in a foreign country, an inventor who wishes patent protection in another country must apply for a patent 

in a specific country or in regional patent offices. Applicants may wish to consider the filing of an international 

application under the Patent Cooperation Treaty (PCT). An international (PCT) application generally has the same 

effect as a regular national patent application in each PCT-member country. The PCT process simplifies the filing 

of patent applications on the same invention in member countries, but does not result in a grant of ”an international 
patent”and does not eliminate the need of applicants to file additional documents and fees in countries where patent 
protection is desired. 

Almost every country has its own patent law, and a person desiring a patent in a particular country must make an 

application for patent in that country in accordance with its particular laws. Since the laws of many countries differ 

in various respects from the patent law of the United States, applicants are advised to seek guidance from specific 

foreign countries to ensure that patent rights are not lost prematurely. 

Applicants also are advised that in the case of inventions made in the United States, the Director of the US PTO must 

issue a license before applicants can apply for a patent in a foreign country. The filing of a U.S. patent application 

serves as a request for a foreign filing license. The application’s filing receipt contains further information and 
guidance as to the status of applicant’s license for foreign filing. 

Applicants may wish to consult the US PTO booklet，”General Information Concerning Patents" (specifically, the 
section entitled ”Treaties and Foreign Patents”） for more information on timeframes and deadlines for filing foreign 
patent applications. The guide is available either by contacting the USPTO Contact Center at 800-786-9199, or it 

can be viewed on the USPTO website at http://www.uspto.gov/web/offices/pac/doc/general/index.html. 

For information on preventing theft of your int剖lectualproperty (patents, trademarks and copyrights), you may wish 

to consult the U.S. Government website, http://www.stopfakes.gov. Part of a Department of Commerce initiative, 

this website includes self-help”toolkits”giving innovators guidance on how to protect intellectual property in specific 

countries such as China, Korea and Mexico. For questions regarding patent enforcement issues, applicants may 

call the U.S. Government hotline at 1-866-999-HAL T (1-866-999-4158). 

GRANTED 

LICENSE FOR FOREIGN FILING UNDER 

Title 35, United States Code, Section 184 

Title 37, Code of Federal Regulations, 5.11 & 5.15 

The applicant has been granted a license under 35 U.S.C. 184, if the phrase”IF REQUIRED, FOREIGN FILING 
LICENSE GRANTED”followed by a date appears on this form. Such licenses are issued in all applications where 
the conditions for issuance of a license have been met, regardless of whether or not a license may be required as 
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set forth in 37 CFR 5.15. The scope and limitations of this license are set forth in 37 CFR 5.15(a) unless an earlier 
license has been issued under 37 CFR 5.15(b). The license is su同ectto revocation upon written notification. The 
date indicated is the effective date of the license, unless an earlier license of similar scope has been granted under 
37 CFR 5.13 or 5.14. 

This license is to be retained by the licensee and may be used at any time on or after the effective date thereof unless 
it is revoked. This license is automatic剖lytransferred to any related applications(s) filed under 37 CFR 1.53(d). This 
license is not retroactive. 

The grant of a license does not in any way lessen the responsibility of a licensee for the security of the subject matter 
as imposed by any Government contract or the provisions of existing laws relating to espionage and the national 
security or the export of technical data. Licensees should apprise themselves of current regulations especi剖lywith
respect to certain countries, of other agencies, particularly the Office of Defense Trade Controls, Department of 
State (with respect to Arms, Munitions and Implements of War (22 CFR 121-128)); the Bureau of Industry and 
Security, Department of Commerce (15 CFR parts 730-774); the Office of Foreign AssetsControl, Department of 
Treasury (31 CFR Parts 500+) and the Department of Energy. 

NOT GRANTED 

No license under 35 U.S.C. 184 has been granted at this time, if the phrase”IF REQUIRED, FOREIGN FILING 
LICENSE GRANTED”DOES NOT appear on this form. Applicant may still petition for a license under 37 CFR 5.12, 
if a license is desired before the expiration of 6 months from the filing date of the application. If 6 months has lapsed 
from the filing date of this application and the licensee has not received any indication of a secrecy order under 35 
U.S.C. 181, the licensee may foreign file the application pursuant to 37 CFR 5.15(b). 
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PATENT APPLICATION FEE  DETERMINATION RECORD  Application or Docket Number 

Substitute for Form PT0-875 13/151,362 

APPLICATION AS  FILED -PART I OTHER THAN 

(Column 1) (Column 2) SMALL ENTITY OR  SMALL ENTITY 

FOR NUMBER FILED NUMBER EXTRA RATE($) FEE($) RATE($) FEE($) 

BASIC FEE 
N/A N/A N/A N/A 330 (37 CFR 1.16(a), (b), or (c)) 

SEARCH FEE 
N/A N/A N/A N/A 540 (37 CFR 1.16(k), (i），町（m))

EXAMINATION FEE 
N/A N/A N/A N/A 220 (37 CFR 1.16(0), (p), or (q)) 

TOTAL CLAIMS 
12 minus 20= (37 CFR 1.16(i)) 

OR x 52 0.00 

INDEPENDENT CLAIMS 
2 minus 3 = 

(37 CFR 1.16(h)) 
x 220 0.00 

If the specification and drawings exceed 100 

APPLICATION SIZE 
sheets of~afo~r, the ！~~~！f~iii：？~~ fee due is FEE $270 ($1 small additional 0.00 

(37 CFR 1.16(s)) 50 sheets or fraction U.S.C 

41 (a)(1 )(G) and 37 CFR 1.16(s) 

MULTIPLE DEPENDENT CLAIM PRESENT (37 CFR 1.16(j)) 0.00 

* If the difference in column 1 is less than zero, enter "O" in column 2 TOTAL TOTAL 1090 

APPLICATION AS  AMENDED -PART II 

OTHER THAN 

(Column 1) (Column 2) (Column 3) SMALL ENTITY OR  SMALL ENTITY 

CLAIMS HIGHEST 
REMAINING NUMBER PRESENT 

RATE($) 
ADDITIONAL 

RATE($) 
ADDITIONAL 

〈 AFTER PREVIOUSLY EXTRA FEE($) FEE($) 
ト AMENDMENT PAID FOR z 
u」 Total Minus 1骨1骨

O R  
三 (37 CFR 1.16(i)) x x 。

l~~eFcRendent 
.，骨＊

z Minus OR  (3 1.16 h)) x x 
u」
三 Applicati旧nSize Fee (37 CFR 1.16(s)) 〈

FIRST PRESENTATION OF MULTIPLE DEPENDENT CLAIM (37 CFR 1.16(j)) OR  

TOTAL 
OR  

TOTAL 

ADD'L FEE ADD'L FEE 

(Column 1) (Column 2) (Column 3) 

CLAIMS HIGHEST 
REMAINING NUMBER PRESENT 

RATE($) 
ADDITIONAL 

RATE($) 
ADDITIONAL 

凶 AFTER PREVIOUSLY EXTRA FEE($) FEE($) 
ト AMENDMENT PAID FOR z 
u」 Total Minus 1骨1骨 x OR 
三 (37 CFR 1.16(i)) x 。
Independent Minus .，骨＊

z x OR  x 
u」 (37CFR1.16h)) 

三 Applicati旧nSize Fee (37 CFR 1.16(s)) 〈

OR  
FIRST PRESENTATION OF MULTIPLE DEPENDENT CLAIM (37 CFR 1.16(j)) 

TOTAL 
OR  

TOTAL 

ADD'L FEE ADD'L FEE 

* If the entry in column 1 is less than the entry in column 2, write "O" in column 3 

付 Ifthe "Highest Number Previously Paid For" IN THIS SPACE is less than 20, enter "20" 

付＊ If the ”Highest Number Previously Paid For”IN THIS SPACE is less than 3, enter”3” 
The "Highest Number Prev旧usνPaidFor" (Total or Independent) is the highest found in the appropr旧tebox in column 1 
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520.51700XOO 

IN THE UNITED STATES PAT主NTAND TRADEMARK OFFICE 

Applicant(s): 

Application No.: 

Filed: 

For: 

Conf. No.: 

ANNO, et al 

13/151,362 

June 2, 2011 

DISPLAY DEVICE 

4779 

RESPONSEτO NOTICE TO FILE MISSING PARτs 

Mail Stop Missing Parts 
Commissioner for Patents 
P.O. Box 1450 
Alexandria, VA 22313-1450 

Sir: 

July 21, 2011 

In response to the Notice to File Missing Parts dated June 17, 2011, in 

connection with the above-identified application, attached hereto is an executed 

Declaration for the above-identified patent application, in compliance with 37 CFR 

1.63. 

丁hefee of $130.00 re号uiredto satisfy the requirements set forth in 37 CFR 

1.16（り isbeing submitted electronically at the time of訂lingthis response. 

Please charge any shortages in the fees due in connection with 出efiling of 

this paper, including extension of time fees, to Deposit Account No. 01-2135 (Doc主et

No. 520.51700XOO) and please credit any excess fees to such deposit account. 

MK/rp 
(703) 312・6600

Respectfully submitted, 

/Melvin Kraus/ 
Melvin Kraus 
Registration No. 22,466 
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PTO/SB/106(5-00) 
Approγed for use through 10/31/02. OMB 0651-0032 

Pat1告ntand Trademark 0鮪ce;U.S. DEPARτMENT OF COMMERCE 
Under the Paperwork Reduction Act of 1995，間関隠onsare requir:告dtorぉpondto a collection of infomna百onunless辻dis手laysa va総 OMBco山口i詰umber.

Declaration and Power of A柱。rneyfor Patent Application 

特許出願宣言書及び委任状

Japanese Language Declaration 

日本語宣言書

私は、以下に記名された発明者として、ここに下記の通り宣言する： As a below named inventor, I hereby declare that: 

私の住所、郵便の宛先そして国籍は、私の氏名の後に記載された遥 Myresidence, post office address and citizenship are as stated 

りである。 next to my name. 

下記の名称の発明について、特許藷求範囲に記載され、立つ特許が Ibelieve I am the original，号rstand sole inventor (if only one name 

求められている発明主題に臆して、私は、最初、最先旦つ唯一の発明 islisted below) or an original，行rstand joint inventor (if plural names 

者である｛唯一の氏名が記載されている場合）か、或いは最初、最先 arelisted below) of the subject matter which is claimed and for which 

立つ共陪発明者である｛複数の氏名が記載されている場合）と信じて apatent is sought on the invention entitled 

缶、る。

DISPLAY DEVICE 

上記発明の瞬細書はここに添付されているが、下記の横がチェック Thespecification of which is attached hereto unless the following 

されている場合は、この隈りでない： box is chec畑仕

口 にs！こ出顕され、
この出額の米国出額番号またはPc T冨欝出願番号は、

であり、立つ

のRに補疋された出願（該当する場合）

口was梅 don
as United States Application Number or 

PCT International Application Number 

and was amended on 

(if applicableト

私は、上記の補正舎によって補正された、特許請求範習を含む上記 ihereby state tれatI have reviewed and understand the contents of 

明細書を検討し、足つ内容を理解していることをここに表明する。 the above identified spec初回tion,including the claims，ぉ amended

by any amendment referred to above. 

私は、連邦規則法典第37編規員lj1. 5 6に定義されている、特許 iacknowledge the duty to disclose information which is material to 

性について重量な情報を開示する義務があることを認める。、 patentability as defined in τitle 37, Code of おderalRegulations, 

Section 1.56. 

Burden Hour Statement: This form is総長matedto take 0.4 hours to complete. Time will vary depending upon the f閣 dof the individual cas告 Any
comments on the amount of time you a陪浴中隠dtocompl告t邑thisform should be sent to the Chief In紛malion O儒cer,U.S. Patent and Trademark Office, 
Washington, DC 20231. DO NOτSEND FEES OR COMPLETED FORMS TO THIS ADDR王SS.SEND TO: C為的問ssionerof均tentsand τra加古書部，
Washington, DC 20231 

Page 1 of 4 

BOE Ex. 1002, p. 135
BOE v. Paneltouch

IPR2025-01482



PTO/SB/106(5-00) 
A予provedおfuse甘1rough10/31/02. OMB 0651-0032 

Patent and τrademark Office; U.S. DEPARTMENT OF COMMERCE 
Under the Pa予告iworkReduction Act of 1995, no persons a1ちrequiredto respo出 loa collection of informa言。nunless it displays a valid OMB con加i丹umber.

Japanese Language Declaration 
( 8本語宣言書〉

私は、ここに、以下に記載した外冨での特許出顕または発現者涯の Ihereby claim foreign priority under Titleおき UnitedStates Code, 

出願、或いは米霞以外の少なくともー昌を指定している米国法典第3 Section 119 (a）ー幼 or365(b) of any foreign application(s) for patent 

S編第365条（a）によるPCTOO際出頭について、同第 11 9条（a) or inventor's ce民約cate,or 365(a) of any PCT International apllication 

べd）項又は第36 5条（b）項に基づいて優先権を主張するとともに、 which designated at least one country other than the United States 

優先権を主張する本出頭の出顕5よりも前の出願日を有する外冨での listedbelow and have also identified below, by checking the box, 

特許出願または発明者註の出願、或し、はPc T国際出願については、 any foreign application for patent or inventor's 自民ificate,or PCT 
いかなる出願も、下記の枠内をチヱツクすることにより示した。 lnternationjil application having a filing date before that of the 

application for which priority is claimed. 

Prior Foreign Application(s) Priority Not Claimed 

外冨での先行出頭 優先権主張なし

2010-126877 Japan 2/June/2010 ロ
(Number) (Country) (Day/Month/Year Filed) 

（番号） （匡名） ｛出麗票日／月／年〉

ロ
(Numbeけ (Country) (Day/Month/Year Filed) 

（番号） 〈雷名） ｛出願沼／月／年〉

私は、ここに、下記のいかなる米菌仮特許出願についても、その米 ihereby claim the benefit under Title 35, United States Code, Section 

B法典第35編 11 9条（e）項の利益を主張する。 119(e) of any United States provisional application(s) listed below. 

(Application No.) 

（出願番号〉

(Filing Date) 

（出頭日〉

(Application No.) 

（出顔番号）

(Filing Date) 

（出頭目〉

私は、ここに、下記のいかなる米屋出額についても、その米国法 ihereby claim the benefit under Title 35, United States Code, Section 

典第35纏第12 0条に基づく手I]益を主張し、又米屋を指定するし、か 120df any United States application伸 zor365紡 ofany PCT 

なる Pc T冨諜出願についても、その同第365条（c）に基づく利益 internationalapplication designating the United States, listed below 
を主張する。また、本出頭の各特許請求の範留の主題が、米国法典第部d,insofar as the subject matter of each of the claims of this 

35編第11 2条第1設に規定された態様で、先行する米国出願又は applicationis not disclosed in the prior United States or PCT 

PC  TOO際出額に開示されていない場合においては、その先行出療の lntemationaはpplicationin the manner provided by the first paragraph 

出額尽と本屋内出頭日またはPCT冨捺出願日との間の期詩ゃに入手 ofTitle 35, United States Code Section 112, I acknowledge the duty 

されたa情報で、連邦規畏司法典第37編規則 1. 5 6に定義された特許 todisclose information which is material to patentability as defined in 

性に欝わる重要な情報について開示義務があることを承認する。 Title 37, Code of Federal Regulations, Section 1.56 whichむecame

available between the filing date of the prior application and the 

national or PCT International filing date of application. 

(Application No.) 

（出頭番号〉

(Application No.) 

（出願番号）

(Filing Date) 

｛出額的

{Filing Date) 

｛出顧問

(Status: Patented, Pending, Abandoned) 

（現況：特許許可、係属中、放棄）

(Status: Patented, Pending, Abandoned) 

（現況：特許許可、係属中、放棄）

私は、ここに表明された私自身の知識に係わる線述が真実であり、 I hereby declare that all statements made herein of my own 

旦つ情報と信ずることに基づく陳述が、真実であると信じられること knowledgeare true and that all statements made on information 

を宣言し、さらに、故意に虚偽の陳述などを行った場合は、米屋法典 andbelief are believed to be true; and further that these statements 

第 18編第10 0 1条に基づき、罰金または持禁、若しくはその両方 weremade with the knowledge that willful false statements and the 

により処罰され、またそのような故意による虚偽の練述は、本出願ま likeso made are punishable by fine or imprisonment, or both, under 

たはそれに対して発行されるし、かなる特許も、その有効性に問題が生 Section1001 of Title 18 of the United States Code and that such 

ずることを理解した上で陳述が行われたことを、ここに宣言する。 willful false statements may jeopardize the validity of the application 

or any patent issued thereon. 
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PTO/SB/106(5-00) 
Approved for use話1rough10/31/02. OMB 0651-0032 

Patent and Trademark O市ce;U.S. DEPARTMENT OF COMMERCE 
Under the Pap号rworkReduction Act of 1995, no perso丹sg号待quiredto f幸spondto a collection of information unless it抱 playsa valid OMB control number. 

Japanese Language Declaration 

〈巨本語宣言書）

委任状：私は本出額を審査する手績を行い、立つ米国特許君主標庁と POWEROF ATτORNEY: As a named inventor, I hereby appoint 

の全ての業務を遂行するために、記名された発現者として、下記の弁 thefollowing a説。rney(s)and/or agent(s) to prosecute this 

護士及び／または弁理士を任命する。 〈氏名及び登録番号を記載する applicationand transact all busines書inthe Patent剖 dTrademarkO汗ice

こと） connected therewith (list name and registration number). 

The patent practitioners associated with 

Customer Number 020457 

書類送付先 Send Correspondence to: 

Customer Number: 020457 

Antonelli, Terry, Stout & Kraus, LLP 

Suite 1800, 1300 North Seventeenth Street 

Arlington, Virginia 22209 

直通電話連絡先： （氏名及び電話番号〉 Direct Telephone Calls to: (name and telephone number) 

τelephone: (703) 312”6600 

F部：（703)312-6666 

唯一または第一発明者氏名 Full naπ1e of sole or first inventor 

Kouichi A誕NO

発明者の署名 日付 Inventor's signature Date 

k似品、 九仇b ぬs宇宙31. Zol( 
住所 Residence v 

Mobara, Japan 

国籍 Citizenship 

Japan 

郵便の宛先 Post office Address 

c/o Hitachi Displays, Ltd. 

3300, Hayano, Mobara-shi, Chiba 297-8622, Japan 

第一共開発明者がいる場合、その氏名 Full name of second joint inventor, if any 

τakumi SATO 

第一共開発明者の署名 日f寸 Second inventor's signature Date 

7；ι 句．、 乙了ιd メィ雌 まr2.o /1 
住所 Residence 

司，

Mobara, Japan 

冨籍 Citizenship 

Japan 

郵便の宛先 Post office Address 

c/o Hitachi Displays, Ltd. 

3300, Hayano, Mobara-shi, Chiba 297-8622, Japan 

｛第三以下の共陪発明者についても同様に記載し、署名を (Supply similar information and signature for third and subsequent 

すること｝ joint inventors.) 
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PTO/SB/106(5心的
Approved for use哲1rou霊h10/31/02. OMB 0651-0032 

Patent and Trademar主Office;U.S. DEPARTMENT OF COMMERCE 
Under the Pap吾郎erkReduction Act of 1995, no persons are required to respond to a collec初nof information unless it displays語路員dOMB control number. 

第二共同発明者がいる場合、その氏名 Full name of third joint inventor, if剖 y

Masahiro TERAMOTO 

第二共詞発明者の署名 B付 Third inventor's signature Date 

%此Aι 為w仰 ＜：－ ゐヂwJ/ . .2-o// 
住所 Residence ‘’ 

Mobar;;i, Japan 

国籍 Citizenship 

Japan 

郵便の宛先 Post office Address 

cl o Hitachi Displays, Ltd. 
3300. Hayano, Mobara-shi, Chiba 297-8622, Japan 

第四共再発明者がいる場合、その氏名 Full name of fourth joint inventor，汗any

第西共同発明者の署名 日イ寸 Fourth inventor's signature Date 

住所 Residence 

題籍 Citizenship 

郵便の宛先 Post office Address 

第五共需発明者がいる場合、その氏名 Full name of f倣 jointinventor, if any 

第五共同発明者の署名 匡｛寸 Fifth inventor's signature Date 

住所 Residence 

冨籍 Citizenship 

郵便の宛先 Post office Address 

第六共詞発明者がいる場合、その氏名 Full nぉneof sixth joiηt inventor，百any

第六共再発明者の署名 Sf寸 Sixth inventor's signature Date 

住所 Residence 

題籍 Citizenship 

郵便の宛先 Post office Address 
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Electronic Patent Application Fee Transmittal 

Application Number: 13151362 

Filing Date: 02-Jun-2011 

Title of Invention: DISPLAY DEVICE 

First Named Inventor/Applicant Name: Kouichi ANNO 

Filer: Melvin Kraus/Ricardo Perez 

Attorney Docket Number: 520.S l ?OOXOO 

Filed as Large Entity 

Utility under 35 USC 111 (a) Filing Fees 

Description Fee Code Quantity Amount 
Sub-Total in 

USO($) 

Basic Filing: 

Pages: 

Claims: 

Miscellaneous-Filing: 

Late filing fee for oath or declaration 1051 130 130 

Petition: 

Patent-Appeals-and-Interference: 

Post-Allowance-and-Post-Issuance: 

Extension-of-Time: 
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Description Fee Code Quantity Amount 
Sub-Total in 

USO($) 

Miscellaneous: 

Total in USO($) 130 
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Electronic Acknowledgement Receipt 

EFSID: 10566476 

Application Number: 13151362 

International Application Number: 

Confirmation Number: 4779 

Title of Invention: DISPLAY DEVICE 

First Named Inventor/Applicant Name: Kouichi ANNO 

Customer Number: 20457 

Filer: Melvin Kraus/Ricardo Perez 

Filer Authorized By: Melvin Kraus 

Attorney Docket Number: 520.S l ?OOXOO 

Receipt Date: 21-JUL-2011 

Filing Date: 02-JUN-2011 

Time Stamp: 11:10:14 

Application Type: Utility under 35 USC 111 (a) 

Payment information: 

Submitted with Payment yes 

Payment Type 仁redit仁ard

Payment was successfully received in RAM $130 

RAM confirmation Number 9225 

Deposit Account 

Authorized User 

File Listing: 

Number 
Document Description File Name 

File Size(B!.tes)/ : Multi p: Pages 
Message Digest Part /.zi (if appl.) 

BOE Ex. 1002, p. 141
BOE v. Paneltouch

IPR2025-01482



83902 
Applicant Response to Pre-Exam 

RNFMP.pdf no 
Formalities Notice 

2048c40dd汗1568f4c7c4 7b48obbded3605 

bo60 

Warnings: 

Information: 

590995 
2 Oath or Declaration filed Declaration.pdf no 4 

bd仔1db37b40c66c5387obcc汗71803e227c

c15a 

Warnings: 

Information: 

29752 
3 Fee Worksheet (SB06) fee-info.pdf no 2 

180df409637o9cd 16b649fbde5dofceb9175 

OaP4 

Warnings: 

Information: 

Total Files Size (in bytes) 704649 

This Acknowledgement Receipt evidences receipt on the noted date by the USPTO of the indicated documents, 
characterized by the applicant, and including page counts, where applicable. It serves as evidence of receipt similar to a 
Post Card, as described in MPEP 503. 

New AQQlications Under 35 U.S.C. 111 
If a new application is being filed and the application includes the necessary components for a filing date (see 37 CFR 
1.53(b）ー（d)and MPEP 506), a Filing Receipt (37 CFR 1.54) will be issued in due course and the date shown on this 
Acknowledgement Receipt will establish the filing date of the application. 

National Stage of an International AQQlication under 35 U.S.C. 371 
If a timely submission to enter the national stage of an international application is compliant with the conditions of 35 
U.S.C. 371 and other applicable requirements a Form PCT/DO/E0/903 indicating acceptance of the application as a 
national stage submission under 35 UふC.371 will be issued in addition to the Filing Receipt, in due course. 

New International AQQlication Filed with the USPTO as a Receiving Office 
If a new international application is being filed and the international application includes the necessary components for 
an international filing date (see PCT Article 11 and MPEP 181 O), a Notification of the International Application Number 
and of the International Filing Date (Form PCT/R0/105) will be issued in due course, subject to prescriptions concerning 
national security, and the date shown on this Acknowledgement Receipt will establish the international filing date of 
the application. 
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PATENT APPLICATION FEE  DETERMINATION RECORD  Application or Docket Number 

Substitute for Form PT0-875 13/151,362 

APPLICATION AS  FILED -PART I OTHER THAN 

(Column 1) (Column 2) SMALL ENTITY OR  SMALL ENTITY 

FOR NUMBER FILED NUMBER EXTRA RATE($) FEE($) RATE($) FEE($) 

BASIC FEE 
N/A N/A N/A N/A 380 (37 CFR 1.16(a), (b), or (c)) 

SEARCH FEE 
N/A N/A N/A N/A 620 (37 CFR 1.16(k), (i），町（m))

EXAMINATION FEE 
N/A N/A N/A N/A 250 (37 CFR 1.16(0), (p), or (q)) 

TOTAL CLAIMS 
12 minus 20= (37 CFR 1.16(i)) 

OR x 60 0.00 

INDEPENDENT CLAIMS 
2 minus 3 = 

(37 CFR 1.16(h)) 
x 250 0.00 

If the specification and drawings exceed 100 

APPLICATION SIZE 
sheets of~afo~r, the ！~~~！f~iii：？~~ fee due is FEE $31 O ($1 small additional 0.00 

(37 CFR 1.16(s)) 50 sheets or fraction U.S.C 

41 (a)(1 )(G) and 37 CFR 1.16(s) 

MULTIPLE DEPENDENT CLAIM PRESENT (37 CFR 1.16(j)) 0.00 

* If the difference in column 1 is less than zero, enter "O" in column 2 TOTAL TOTAL 1250 

APPLICATION AS  AMENDED -PART II 

OTHER THAN 

(Column 1) (Column 2) (Column 3) SMALL ENTITY OR  SMALL ENTITY 

CLAIMS HIGHEST 
REMAINING NUMBER PRESENT 

RATE($) 
ADDITIONAL 

RATE($) 
ADDITIONAL 

〈 AFTER PREVIOUSLY EXTRA FEE($) FEE($) 
ト AMENDMENT PAID FOR z 
u」 Total Minus 1骨1骨

O R  
三 (37 CFR 1.16(i)) x x 。

l~~eFcRendent 
.，骨＊

z Minus OR  (3 1.16 h)) x x 
u」
三 Applicati旧nSize Fee (37 CFR 1.16(s)) 〈

FIRST PRESENTATION OF MULTIPLE DEPENDENT CLAIM (37 CFR 1.16(j)) OR  

TOTAL 
OR  

TOTAL 

ADD'L FEE ADD'L FEE 

(Column 1) (Column 2) (Column 3) 

CLAIMS HIGHEST 
REMAINING NUMBER PRESENT 

RATE($) 
ADDITIONAL 

RATE($) 
ADDITIONAL 

凶 AFTER PREVIOUSLY EXTRA FEE($) FEE($) 
ト AMENDMENT PAID FOR z 
u」 Total Minus 1骨1骨 x OR 
三 (37 CFR 1.16(i)) x 。
Independent Minus .，骨＊

z x OR  x 
u」 (37CFR1.16h)) 

三 Applicati旧nSize Fee (37 CFR 1.16(s)) 〈

OR  
FIRST PRESENTATION OF MULTIPLE DEPENDENT CLAIM (37 CFR 1.16(j)) 

TOTAL 
OR  

TOTAL 

ADD'L FEE ADD'L FEE 

* If the entry in column 1 is less than the entry in column 2, write "O" in column 3 

付 Ifthe "Highest Number Previously Paid For" IN THIS SPACE is less than 20, enter "20" 

付＊ If the ”Highest Number Previously Paid For”IN THIS SPACE is less than 3, enter”3” 
The "Highest Number Prev旧usνPaidFor" (Total or Independent) is the highest found in the appropr旧tebox in column 1 
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APPLICATION I FILING or I GRP ART 

町 MEER I 37l(c)DATE I UNIT I FILFRRRECD 
13/151,362 06/02/2011 2883 1220 

20457 
ANTONELLI, TERRY, STOUT & KRAUS, LLP 
1300 NORTH SEVENTEENTH STREET 
SUITE 1800 
ARLINGTON, VA 22209-3873 

Ul¥TfED STATES DEPA RTME可TOF COMMERCE 
United States Patent and Trademark Office 
Adm"'・ COMM！日日IO'JERFOR PATENTS 
PO Box 14雪O
Alrnmdriaラ、也gmia22313-1450 
www.uspto.gov 

ATTY.DOCKET.NO IT仁TCLAIMSIIND CLAIMS 
520.51700XOO 12 2 

CONFIRMATION NO. 4779 

UPDATED FILING RECEIPT 

Date M創led:02/24/2012 

Receipt is acknowledged of this non-provisional patent application. The application will be taken up for examination 
in due course. Ap同icantwill be notified as to the results of the examination. Any correspondence concerning the 
application must include the following identification information: the U.S. APPLICATION NUMBER, FILING DATE, 
NAME OF APPLICANT, and TITLE OF INVENTION. Fees transmitted by check or draft are subject to collection. 
Please verify the accuracy of the data presented on this receipt. If an error is noted on this Filing Receipt, please 
submit a written request for a Filing Receipt Correction. Please provide a copy of this Filing Receipt with the 
changes noted thereon. If you received a”Notice to File Missing Parts”for this application, please submit 
any corrections to this Filing Receipt with your reply to the Notice. When the USPTO processes the reply 
to the Notice, the USPTO will generate another Filing Receipt incorporating the requested corrections 

Applicant( s) 
Kouichi ANNO, Mobara, JAPAN; 
Takumi Sato, Mobara, JAPAN; 
Masahiro Teramoto, Mobara, JAPAN; 

Power of Attorney: The patent practitioners associated with Customer Number旦2__Q生_51

Domestic Priority data as claimed by applicant 

Foreign Applications (You may be eligible to benefit from the Patent Prosecution Highway program at the 
USPTO. Please see htto://www.usoto.aov for more information.) 
JAPAN JP 2010-126877 06/02/2010 

Request to Retrieve -This application either claims priority to one or more applications filed in an intellectual 
property Office that participates in the Priority Document Exchange (POX) program or contains a proper Request to 
Retrieve Electronic Priority Application(s) (PTO/SB/38 or its equivalent). Consequently, the US PTO will attempt 
to electronic剖lyretrieve these priority documents. 

If Required, Foreign Filing License Granted: 06/14/2011 

The country code and number of your priority application, to be used for filing abroad under the Paris Convention, 

is US 13/151,362 

Projected Publication Date: 06/07/2012 

Non-Publication Request: No 

Early Publication Request: No 
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Title 

DISPLAY DEVICE 

Preliminary Class 

385 

PROTECTING YOUR INVENTION OUTSIDE THE UNITED STATES 

Since the rights granted by a U.S. patent extend only throughout the territory of the United States and have no 

effect in a foreign country, an inventor who wishes patent protection in another country must apply for a patent 

in a specific country or in regional patent offices. Applicants may wish to consider the filing of an international 

application under the Patent Cooperation Treaty (PCT). An international (PCT) application generally has the same 

effect as a regular national patent application in each PCT-member country. The PCT process simplifies the filing 

of patent applications on the same invention in member countries, but does not result in a grant of ”an international 
patent”and does not eliminate the need of applicants to file additional documents and fees in countries where patent 
protection is desired. 

Almost every country has its own patent law, and a person desiring a patent in a particular country must make an 

application for patent in that country in accordance with its particular laws. Since the laws of many countries differ 

in various respects from the patent law of the United States, applicants are advised to seek guidance from specific 

foreign countries to ensure that patent rights are not lost prematurely. 

Applicants also are advised that in the case of inventions made in the United States, the Director of the US PTO must 

issue a license before applicants can apply for a patent in a foreign country. The filing of a U.S. patent application 

serves as a request for a foreign filing license. The application’s filing receipt contains further information and 
guidance as to the status of applicant’s license for foreign filing. 

Applicants may wish to consult the US PTO booklet，”General Information Concerning Patents" (specifically, the 
section entitled ”Treaties and Foreign Patents”） for more information on timeframes and deadlines for filing foreign 
patent applications. The guide is available either by contacting the USPTO Contact Center at 800-786-9199, or it 

can be viewed on the USPTO website at http://www.uspto.gov/web/offices/pac/doc/general/index.html. 

For information on preventing theft of your int剖lectualproperty (patents, trademarks and copyrights), you may wish 

to consult the U.S. Government website, http://www.stopfakes.gov. Part of a Department of Commerce initiative, 

this website includes self-help”toolkits”giving innovators guidance on how to protect intellectual property in specific 

countries such as China, Korea and Mexico. For questions regarding patent enforcement issues, applicants may 

call the U.S. Government hotline at 1-866-999-HAL T (1-866-999-4158). 

GRANTED 

LICENSE FOR FOREIGN FILING UNDER 

Title 35, United States Code, Section 184 

Title 37, Code of Federal Regulations, 5.11 & 5.15 

The applicant has been granted a license under 35 U.S.C. 184, if the phrase”IF REQUIRED, FOREIGN FILING 
LICENSE GRANTED”followed by a date appears on this form. Such licenses are issued in all applications where 
the conditions for issuance of a license have been met, regardless of whether or not a license may be required as 
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set forth in 37 CFR 5.15. The scope and limitations of this license are set forth in 37 CFR 5.15(a) unless an earlier 

license has been issued under 37 CFR 5.15(b). The license is su同ectto revocation upon written notification. The 
date indicated is the effective date of the license, unless an earlier license of similar scope has been granted under 

37 CFR 5.13 or 5.14. 

This license is to be retained by the licensee and may be used at any time on or after the effective date thereof unless 

it is revoked. This license is automatic剖lytransferred to any related applications(s) filed under 37 CFR 1.53(d). This 

license is not retroactive. 

The grant of a license does not in any way lessen the responsibility of a licensee for the security of the subject matter 

as imposed by any Government contract or the provisions of existing laws relating to espionage and the national 

security or the export of technical data. Licensees should apprise themselves of current regulations especi剖lywith

respect to certain countries, of other agencies, particularly the Office of Defense Trade Controls, Department of 

State (with respect to Arms, Munitions and Implements of War (22 CFR 121-128)); the Bureau of Industry and 

Security, Department of Commerce (15 CFR parts 730-774); the Office of Foreign AssetsControl, Department of 

Treasury (31 CFR Parts 500+) and the Department of Energy. 

NOT GRANTED 

No license under 35 U.S.C. 184 has been granted at this time, if the phrase”IF REQUIRED, FOREIGN FILING 
LICENSE GRANTED”DOES NOT appear on this form. Applicant may still petition for a license under 37 CFR 5.12, 
if a license is desired before the expiration of 6 months from the filing date of the application. If 6 months has lapsed 

from the filing date of this application and the licensee has not received any indication of a secrecy order under 35 

U.S.C. 181, the licensee may foreign file the application pursuant to 37 CFR 5.15(b). 

Select USA 

The United States represents the largest, most dynamic marketplace in the world and is an unparalleled location 

for business investment, innovation and commercialization of new technologies. The USA offers tremendous 

resources and advantages for those who invest and manufacture goods here. Through SelectUSA, our nation 

works to encourage, facilitate, and accelerate business investment. To learn more about why the USA is the best 

country in the world to develop technology, manufacture products, and grow your business, visit SelectUSA.aov. 
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日 本 国 特 言午 庁
JAPAN PA  TENT OFFICE 

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されて
いる事項と同ーであることを註現する c

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed 
with this Office. 

n
 

E

m

 

争
E
La
 

月
KP
 

年
勾CZA
 

｝抱一

O

B
M
C
 

6

・也

出九山 2 0 1 0年 6月 2日

出頭番号
Application Number: ヰ寺原芸2010 126877 

願

礎

願

可

い

路

出

基

出

的

叩

吋

叩

の

の

と

抗

心

印

む

へ
張
ド

U

m

d
明

国

主

一

泊

μ

E

m

外
の
コ
れ
叩
出
品
。

る

権

回

凶

w’
n
F

よ

先

の

ぱ

m

k
．却

に

優

顧

問

問

山

P

約
る
出

m

－
r
釦

k

条
い
る

ω
m

－H

リ
用
な
号
山
L
F
h
k

パ
に
と
番

U
d
ω
m

JP2010-126877 

出願

Applicant(s): 

人
株式会社 日立ディスプレイズ

パナゾニック液晶ディスプレイ株式会社

特許庁長官
Commissioner 
Japan Patent Office 

BOE Ex. 1002, p. 147
BOE v. Paneltouch

IPR2025-01482



［書類名］

［整理番号］
［あて先］
［国際特許分類］
［発明者］

［住所又は居所）

［氏名］
［発明者］

［住所又は居所）

［氏名］
［発明者］

［住所又は居所）

［氏名］
［特許出願人］

［識別番号］
［氏名又は名称］

［代理人］

［識別番号］
［弁理士］
［氏名又は名称：
［電話番号］

［子数料の表示］
［予納台帳番号：

［納付金額］
［提出物許の目録］
［物件名］

〔物｛干名］
［物件名］
［物件名］

［包括委託状番号）

特許顕
EJP 000460 

特許庁長官殿
G02F 1/133 

千葉県長原市早野33 0 0番地株式会社E立デ、イスプしイズ丙

阿武恒一

千葉県長原市早野33 0 0番地株式会社E立デ、イスプしイズ丙

佐藤匠

千葉県長原市早野33 0 0番地株式会社E立デ、イスプしイズ丙

寺本雅博

502356528 

株式会社 日立デ、イスプレイズ

100075959 

小林 探
(03)3865-9755 

016207 

15,000円

明細書 1 

特許請求の範囲 1 
要約書 1 

図面 1 
0608506 

BOE Ex. 1002, p. 148
BOE v. Paneltouch

IPR2025-01482



［書類名］明細書

［発明の名誌］表示装置

［技街分野］
(0001] 

本発明は、表示装置に係わり、特に、検出部や表示領域の外側領域に形成される信号配

線の検査を容号化する技術に関する c

［苦景f支街］
(0002] 

液晶表示パネルは、薄膜トランジスタや画素電極等が形成される第 1基板（TFT基板

）と、カラーフィルタ等が形成される第2基板（カラーフィルタ基板）とが液晶層を介し
て対向配置される構成となっている。このような構成からなる液晶表示パネんは、表数枚

分の液品表示装置の回路パターンを形成した第 1基板（TFT基板）とカラーフィルタ等

を形成した第2基板（カラーフィルタ基板）とが接着され、液品を封入した後に、液品表
示装置毎iこガラス基板を切断することにより影成されている。このために、ガラス基板の

同断工程や途中の取り扱いにおいてガラス基板の端部に欠けやクラヅク等が生じた場合、

基板上に形成される信号配線が基板欠けやクラック等と共に断線してしまう配線不良が問
題となって~＼る。

(0003] 

また、携帯情報端末に搭載される表示装置では、液晶表示パネルの表示面倒にタッチパ
ネルと芯される座標入力芸置が配置され、表示画設と接触位歪との情報に基づいた画像の

表示制御が一接的となっている。タヅチパネルはガラス基板上の検出領域内に電極が彰成

され、検出領域の局囲には電極に駆動信号を供給する信号配線が形成される構成となって
しミる。このために、液晶表示パネルと司誌に、基板欠けやクラヅク等と共に詰号配線が出

緑してしまう配線不良が問題となっている。
(0004] 

このような配線不良を検出する方法として、備えば、特許文献1に記載の液晶表示装置
がある。特許文献1に記載の液晶表示装置で、は、平行配置される共通配線を表示画面の局

縁部で互いに接続すると共に、表示画面中央部；こ開放部を形成することにより、アレイテ

スタを用いて共通配線の断線を検出司諸としている。
(0005] 

また、特許文献2には、ゲート線と平行に形成される予備配線を用いて、 ドレイン線の

短絡を検出する技街が開示されている。さらには、特許文献3に辻、 1枚のガラス基較に
複数枚分の液晶表示装置パターンを形成する際に、同断工程において各液晶表示装置に分
書する際に、各液晶表示装置から切り離される領域に、各車線を互いに接続するための共

通配線を設ける技街が開示されている。

［元行技術文献〕

［特許文献］
(0006] 

〔特許文献 1J特開2002 350896号公報

［特許文献2J特開平9-80478号公報

［特許文献3J特開平7 152043号公報

［発明の概要］

［発明が解決しようとする課題）
(0007] 

タッチパネノレは液晶表示パネルの表示面側に記置され、操作者の入力指示を検出する構
成となっているので、検出領域の周囲には遮光膜が配置され、配線領域等が形成される領

域を覆う構成となっている c このために、液品表示パネルの表示面側にタッチパネノレを取

り付けた後には、配線嶺域は遮光震と液晶表示パネルとの聞に位置することとなり、基板

欠けやクラヅク等による信号配線の断線を日高等で検査する日現外観検査等が非常に困難

であった。このために、液晶表示パネルとタヅチパネルとを貼り合わせた後の信号配線の
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断線は、多くの検査時間を要する最終検査まで発見することが国難であり、簡易な検査方
法が七万望されてItミるc

(0008) 

一方、特許文献 1（こ記載の方法では、信号配諒毎の検査が必要となるので、最終検査と
同枝に、非常に多くの時間を要することが慈念される。また、特許文献2及び特許文献3

iこは、信号配線の検査についての記載がない。
(0009) 

本発明はこれらの問題点に鑑みてなされたものであり、本発明の目的は、製造工程を増

加させることなし簡易に基板の欠けやクラックによる信号配線の良否判定を司能とする
技術を提供することにある。

［課題を解決するための手段）
(0010) 

( 1 ）前記課題を解決すべく、接触位置の検出領域内に配置される検出電極と、前記検
出領域よりも外側の嶺域に配置され、一端が前記検出電極に接続され、他端に第 1の電極

端子が形成される第 Iの信号配線とを有する透明基板と、前記第 1の電極端子に接続され

前五己第 1の信号配線を介して前記検出電極ヘ駆動信号を供給すると共に前記検出電極
からの検出信号を取り出す柔軟性を有するフレキシブノレ配線基板とを備える座標入力装置

と、外部システムからの映像信号に基づいた画像表示を行う表示パネルとを備え、前記表

示パネんの表示面側に前記座標入力装置が配宣される表示装置であって、前記座標入力装
置は、前記第 1の信号配線よりも前記透明基板の辺諒部刊に配置され、前記検出領域を含

む前記第1の信号配線の形成領域を取り囲むと共にその両端が開放され、前記開放端にそ

れぞれ検査用の電極端子が形成される第2の信号配線を備え、前記第2のイ言号配線；土、前
記透明基板の辺縁部に沿って記置される導電柱薄膜で形成される表示装置である。
( 0 0 1 1) 

(2）前記課題を解決すべく、宅夏数の映像信号線と、前記映復信号線lこ交差する表数の
走査信号線と、前五己映f象信号線と前五己走査信号縁と夕日Eシステムから駆動信号及び制御信
号を入力する電極端子と、前五己映像｛言号線及び前三己走査信号線と前記電極端子とを接続す
る第3の信号配線とが形成される第 1基板と、前記第1基板に接続され前記電極端子及。、

第の3信号配線を介して前五己映復信号線及び前記走査信号線ヘ駆動信号を供給する柔軟J註
を有するフレキシブル配報基板とを有し、前記映復信号線と前記走査信号線とに囲まれた
領域を画素の嶺域とし、前五己画去がマトリクス状に形成される領域を表示額域とし、前記

第3の信号配線が前言己表示領域よりも外側の領域に形成される表示装置であって、前記第
3の信号配線よりも前記第1基板の辺縁部側に記置され、前五己表示領域を含む前記第3の
信号配線の形成領域を取り屈むと共にその両端が開放され、前記開放端にそれぞれ検査用

の電極端子が形成される第4の信号配線を備え、前五己第4の信号配線は、前記透明基棋の

辺縁部に沿って配置される導電柱薄膜で形成される表示装置である。

［発明の効果］
(0012) 

本発明によれば、製造工程を増加させることなく、自暑に基板の欠けやクラックによる

信号配線の良否判定ができるc
(0013) 

本発明のその他の効果については、明細書全体の記載から明らかにされる。

［図面の関単な説明：
(0014) 

〔国 1）本発明の実施形態1の表示装置である液品表示装置の全体構成を説明するた
めの断面図である。

［図2）実施形態1の液晶表示パネルの概略構成を説日丹するための図である。
〔国3）実施形態1のタッチパネルの概略構成を説明するための図である。
［図4）図3に示す実施形態1の液晶表示装置におけるタッチパネんの第3基板に欠
けが生じた場含の図である。
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［国 5）本発明の実施形態2の表示装置におけるタッチパネルの概略構成を説明する
ための図であるc

［国6）：本発明の実施形態3の表示装置におけるタッチパネルの標路構成を説明する

ための図である。

［図7J本発明の実施形態4の表示装霊におけるタッチパネ／レの概略構成を説明する

ための図である。

［国 8）実施形態1のタッチパネルにおけるフレキシブルプリント基板の概略構成を
説明するための国である。

［国9）本発明の実施形態5の表示装置である液品表示パネルの標路構成を説明する

ための図である。

［発明を実施するための形態）
( 0 0 1 5 J 
以下、本発明が適用された実施形態について、図面を用いて説明する。ただし、以下の

説明において、同一構成要素には同一存号を吋し繰り返しの説明は省略する。
(0016) 

く実施形態。
く全体構成〉

図 1は本発明の実施形態1の表示装置である液晶表示装置の全イ本構成を説明するための

断面図であり、以下、図 1に基づいて、実施形態1の表示装置について説明する。ただし

実施形態1の液晶表示芸置は検出配線を除く地の構成は、周知の液晶表示装置と同様の

構成となる。従って、以下の説明では、検出配線について詳細に説明する。また、図中；こ

示すX、Y、ZはそれぞれX軸、 Y軸、 Z軸を示す。さらには、実施形態1では表示パネ

ルに液品表示パネルを用いた場合について説明するが、これに限定されることはなく、例

えば音機EL表示パネル等を用いた構成であってもよい。
(0017) 

図 1に示すように、実施形態1の表示装置は、液晶表示パネんPN Lと液品表示パネル

PN  Lの表示面側（前面倒）に配置される静電容量式のタッチパネル（座標入力装置） T 
Pとを備える構成となっており、液晶表示パネルPN L上のXY方向の座標位置を検出司

能な構成となっている。液晶表示パネルPN LとタヅチパネルTPとは透明すなわち透光

牲の接着弄UADLにより、接着されている。一方、液品表示パネルPN Lの表示面鱒と対
向する側である裏面側にバヅクライト装置BLが配呈される構成となっている。ただし、

タッチパネルTPは静電容量式に摂定されることはなく、抵抗式等の抱の方式のタッチパ
ネんであってもよいc また、液晶表示パネノレPN LとタッチパネルTPとの固定は、接着
剤AD Lに限定されることなく、シリコンゲノレ等の起離及び再接着が司能な粘着手m等であ
ってもよい。

( 0 0 1 8 J 
液晶表示パネルPN Lを構成する第 I基板SUBlと第2基板SUB2とは、図示しな

い液晶層を介して対向配置される構成となっており、第2基板SUB2よりも第1基板S

UBlがY軸方向に大きい構成となっている c この第2基板SUB2よりも大きい領域す

なわち第2基板SUB2から露出した第 1基板SUBlの主面開（液晶面｛民むには、図示

しない画素lこ駆動信号を供給する駆動回路DRl及び外部詰号等を駆動回路DRlに供給
するためのフレキシブノレブりント基板FPClが配置される構成となっている。また、第
1基板SUBlの裏面測すなわちバックライト芸置BL割、及び草2基板SUB2の表示

面倒にはそれぞれ局知の偏光板P0 Lが配置される構成となっている。
(0019) 

一方、タヅチパネルTPを構成する第3基板SUB3の主面開すなわち観察者側には接

触註置を検出するための図示しない検出用電極が形成され、端部にフレキシブルプリント

基板Fp Cが接続される構成となっている。該フレキシブルプリント基板Fp Cの端子面
開には検出用電極に駆動信号を供給すると共に、検出電極に供給する駆動信号の容量変化

から指等の接触位置を検出するタヅチパネルTPの駆動田路DR2が搭載される構成とな
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っている。また、第3基板SUB3の主面倒には接着剤AD Lにより、遮光板Ls F及び
保護板（前面｛完封反） p Pが重己置される構成となっている。
(0020) 

く液品表示パネル及びタッチパネルの構成〉

次に、図2に実施形態1の液晶表示パネんの概略構成を説明するための図、図3に実施

形態1のタヅチパネルの根略構成を説明するための図を示し、以下、国2及び図3に基づ

いて、実施形態1の液晶表示装置について詳結に説明する。ただし、図3は実施形態lの
タヅチパネんの液晶表示パネル側からの子面図である。また、図2及び図3中に示すX、

YはそれぞれX軸、 Y軸を示し、図 1に示すX軸、 Y轄に対応する。
(0021) 

図2に示すように、実施形態1の液晶表示パネルPN Lは画素電極PXや薄膜トランジ

スタTF T等が形成される第 I基板SUBlと、図示しなIrミカラーフィルタやブラヅクマ

トリクスが形成され、第1基板SUBlに対向して配置される第2基板SUB2と、第 1

基板SじB1と第2基板SUB2とで挟持される図示しない液品員とで構成されている。

また、液晶表示パネルPN Lの裏面倒に当該液晶表示パネルPNLの光源となる図示しな

いパックライトユニット（パックライト装置）とが組み合わされて、画課表示がなされる

構成となっている。第 1基板SUBlと第2基板SUB2との固定及び液晶の討止は、第

2基板の周辺部に環状に塗布されたシール材SLで固定され、液晶も討止される構成とな

っている。なお、以下の説明では、液晶表示パネルPN Lの説明においても、液晶表示装
置と記す。
(0022) 

また、第 1基板SUBl及び第2基板SUB2は、例えば周知のガラス基板が墓材とし

て用いられるのが一般的であるが、ガラス基板iこ限定されることはなく、石英ガラスやプ

ラスチック（樹指）のような他の主主縁J性基板であってもよい。例えば、石英ガラスを用い

れば、プロセス温度を高くできるため、薄膜トランジスタTF Tのゲート絶禄膜を敏吾、北

できるので、｛言頼，，性を向上することができる。一方、プラスチヅク（樹脂）基板を用いる

場合には、軽量で、耐衝撃j性に優れた液晶表示装置を提供できる。
(0023) 

また、実施形態1の液晶表示パネルPN Lでは、液品が封入された領域の内で表示画素

（以下、画素と略記する）の形成される領域が表示領域ARとなる。従って、液品が討入
されている領域内であっても、画素が形成されておらず表示に弘わらなIr＼嶺域は表示領域

A Rとはならないハ
(0024) 

実施形態1の液晶表示装置では第 1基板SUBlの液晶側の面であって表示領域AR 丙
には、 X方向に延在しY方向に並設される走査信号線（ゲート線） G Lが形成されている
また、 Y方向iこ延在しX方向に並設される映像詰号線（ドレイン線） D Lが形成されて
しミる。 ドレイン線DLとグート線GLとで囲まれる矩形状の領域は画素が形成される領域

を構成し、これにより、各画素は表示領域AR i苛においてマトリヅクス状に配置されてい
る。各画素は、例えば図2中丸申Aの拡大図A’に示すように、ゲート線GLからの走査
信号によってオン／オフ駆動される薄膜トランジスタTF Tと、このオンされた薄膜トラ

ンジスタTF Tを介してドレイン縁DLからの映復信号が供給される画素電極PXと、コ

モン線CL lこ接続され映復信号の電位に対して基準となる電｛立を有する共通信号が供給さ
れる共通電極CTとを-0言えている。
(0025) 

画素電極PXと共通電極CTとの間には、第 1基板SUBlの主面に平行な成分を有す
る電界が生じ、この電界によって液晶の介子を駆動させるようになってIr＼るc このような

液晶表示装置は、いわゆる広視野角表示ができるものとして知られ、液晶への電界の印加

の特異性から、 I p S方式（ IPS Pr o方式を含む）あるいは横電界方式と芯される

また、このような構成の液晶表示芸置において、液品に電界が由加されていない場合に

光透過率を最小（黒表示）とし、電界を印加することにより光透過率を向上させていくノ
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ーマりブラック表示形態で表示を行うようになっている。なお、第2基板SUB2の主面

開（液品面開）；こ共通電極CTを形成し、第 1基板SUBlに形成される画素電極PXと
第2基板SUB2に形成される共通電極CTとの聞に生じる電界で、液晶分子を駆動するT

N方式やVA方式等の縦電界方式の液晶表示パネルであってもよい。
(0026) 

各ドレイン線DL及び各ゲート線GLはその端部においてシール材SLを越えてそれぞ
れ延在され、駆動回路DRに接続される。ただし、実施形態1の液晶表示装置で、は、駆動
回路DRを半導体チヅプで形成し第 1基板SUBlに搭載する靖成としているが、映像信

号を出力する映像信号駆動回路と走査信号を出力する走査信号駆動回路との何れか一方又
辻その両方の駆動回路をフレキシブルプリント基板Fp Cにテープキャリア方式やCOF  
(Chip On Film）方式で搭載し、第 1基板SUBlに接続させる構成であってもよいc
(0027) 

なお、拡大図A’に示す共通電極CTの構成では、画素毎に独立して形成される共通電
極CTにコモン線CLを介して共通信号を入力する構成としたが、これに限定されること

はなく、 X方向に隣接配置される画素の共通電極CTが直接に接続されるように共通電極

c Tを形成し、 X方向の左右（第 1基板SUBlの端吉B）の一端又は両側からコモン線C
Lを介して共通信号を入力する構成でもよい。
(0028) 

くタッチパネル構成〉
図3に示すように、実施形態1のタヅチパネルTPも平板状の透明なガラス基板やプラ

スチック基板からなる第3基板SUB3を備える構成であり、本実施形態においては第3

基板SUB3の主面倒（液晶表示パネル）側に毘示しない操作者の指等による接触位置を
検出するための電極が配置される構成となっている。この電極としては、例えは図中に示

すように、 X方向に延在しY方向に並設され、 Y方自の座標位置を検出するための第I検

出電極Ys Eと、 Y方向iこ延在しX方向に並設され、 X方向の座標位置を検出するための
第2検出電極Xs Eとが図示しない絶縁膜を介して交差するように配置されている。この
とき、実施形態1においては、第1検出電極Ys E及び第2検出電極Xs Eは、タヅチパ
ネルTPの透明領域TT A内に形成されており、当該透明領域TT A内のX方向及びY方
向の座標位置が検出司連な検出領域を形成している。なお、タヅチパネルTPの裏面側に
液晶表示パネノレPN Lを設置する構成となっているので、液晶表示パネルPNL  に表示さ
れる表示丙容が操作者に見えるように、透明領域TTA  i今に形成される第 1検出電極Ys 
E及び草2検出電極Xs E並びに図示しない絶縁膜は透明材料で形成されることが望まし
Ir ,0 
(0029) 

また、実施形態1のタッチパネルTPでは、第 1検出電極Ys E及び第2検出電極Xs 
Eと電極端子（第1電極端子） TRM  lとを接続する信号配線（第 1の信号配諒） SIG 
1が透明領域TT Aのタ下関領域に配置される構成となっている。このとき、第 1検出電極
YS  EはY方向に並設される靖成となっている。従って、第1検出電極Ys Eの端部に接
続される信号配線S I G 1は透明領域TT Aの図中左右と第3基板SUB3の辺縁部との
関に形成され、電極端子TRMlに接続される構成となっている。また、第2検出電極X

s EはX方向に並設される構成となっている。従って、透明領域TT Aの図中下部と電極
端子TRMlとの間の嶺域に形成される信号配諒SI G 1により、第2検出電極Xs Eは
電極端子TEミMlに接続されている c
(0030) 

また、実施形態1のタッチパネjレTPでは、遮光板Ls Pの関口部Pp Oは透明領域T
T Aよりも小さしかっ液晶表示パネルの表示領域ARよりも大きく形成されている。こ

のような構成とすることによって、表示領域ARの端部に表示される画復に対応した接地
位置の検出を確実なものとしている。また、第 1検出電極Ys E及び第2検出電極XSE  
が形成される透明領域TT Aよりも関口部Pp Oを／トさく形成することにより、透明領域
TT  Aの端部における接触位置の検出を確実なものとしている。
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(003 lJ 

また、実施形態1のタッチパネルTPでは、信号配線SI G 1よりも外側に検出配線（

第2の信号配線） SIG 2が形成される講成となっている。特に、実施形態Iの検出車線
SIG2は、第3基板SUB3の電極端子が形成される 1辺を除く他の辺（国3中の上辺

及び左右辺）の辺縁部に沿って形成されている。また、実施形態1では、配線幅及び車線
の形成／位置は、第3基板SUB3に検出配線SI G 2を形成するための露光装置やエッチ

ング装置等の桔震、及び基板欠けNPが発生した場合の大きさ等の許容量に応じて適宜設
定される。さらには、検出配線SI G 2の配線幅は珂ーな配線幅となるように形成されて

いる。ただし、検出記録SIG2の配線幅は均一な配線幅に限定されるものではない。ま

た、実施形態1の検出配線SIG2では、第3基板SUB3の 迫に沿って配列される喪

数の電極端子TRM  lの内で、最も外側に配置される一対の電極端子TRM  lの肉の一方

の電極端子TRMlに検出配線SI G 2の一端が接続され、最も外側に配置される一対の
電極端子TRMlの内の他方の電極端子TRMlに検出記線SIG2の他端が接続される

構成となっている。さらには、実施形態1の検出配線SI G 2はアルミ等の光（特に司夜

光領域の光）に対する透過率が小さい金属薄膜で形成されている。このように、信号車線
SIG Iを形成するアルミ等の金属薄膜を用いて検出配諒SIG2を形成することにより

信号配線SI G 1と検出配線SI G 2とは同層に形成されると共に、同ーの工程で形成

することが司誌となるので、工程を増やすことなく検出配線SI G 2を形成することがで

きるという巷別の効果を得ることができる。また、透過率の小さい金属薄膜で検出配線S

I G 2を形成することにより、第3基板SじB3の欠けやクラヅク等の発生に伴う検査者

の目視による検出配線SI G 2の童話線検査を容易に行うことが司能となる。
(0032] 

なお、検出配線SI G 2を2層以上の積層薄壊で形成し、その積層膜の内の少なくとも

単層を隣接領域よりも透過率が小さい材料で形成する講成であってもよい。さらには、検

出記録SI G 2を講成する桔層膜の内の少なくとも lつの層に着色材料を詰入させた薄膜

層（吾色層）で形成する構成であってもよい。このような構成とすることにより、検出配

線SIG2を透過率の小さい単層の金員薄膜で形成した場合と同枝の効果を得ることが司

能となる。
(0033] 

また、実施形態1のタッチパネ／レTPでは、タヅチパネルTPの電極端子TRMlにフ

レキシブルプリント基板FPC2の図示しない電極端子が電気的iこ接続される講成となっ
ており、電極端子TRMlを介して駆動回路DR2からの駆動詰号を供給すると共に、駆

動回路DR2に検出信号を出力する構成となっている。このとき、図8に示すように、実

施形態IのタッチパネルTPのブレキシブjレプリント基板FPC2では、フレキシブルプ
リント基板FPC2の図中下部に形成される電極端子（第2電極端子） TRM2は、検出

配線SIG2に電気的に接続される電極端子有する構成となっている。すなわち、図示し

ない外部システムに接続される側の電極端子TRtv12のi号、最も外側に配置される－汁の
電極端子TRM2が、フレキシブルプリント基板Fp C上の信号配線Fs Gを介して検出
配線SIG2に電気的に接続される構成となっている。
(0034] 

く基板欠けの検出〉

図4は図3に示す実施形態lの液晶表示装置におけるタッチパネルの第3基板に欠けが
生じた場合の図であり、以下、国4に基づいてタッチパネルの第3基板SUB3に欠け（

基板欠け） N Pが生じた場合の検出動作について説明する。
(0035] 

実施形態1のタッチパネルTPでは、検出配線SIG2は第3基板SUB3の辺誠部に

：合って形成される構成となっている c その結果、検出配線SIG2の形成後のタヅチパネ

ルの取り扱い等により第3基板SUB3に欠けNPが発生した場合、図4に示すように、

検出配線SIG2の一部が基板欠けNPと共に欠落し断線することとなる c このとき、基

板欠けNPの嶺域が所定以上の大きさを有する場合には、実施形態1の検出配線SIG2 
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立透過率が小さい又は不透過の材料で形成されているので、検査者が日夜により容号に欠
けNPを発見（検出）することができる。
(0036) 

また、液晶表示パネルPN LにタッチパネルTPを接着する際の取り扱い等により第3
基板SじB3に欠けNPが発生した場合であっても、図4に示すように、検出配線SI G 

2の一部が基板欠けNPと共に断線することとなる。このとき、国 1に示すように、第3

基板SUB3に欠けNPが発生した個所は遮光板Ls Pと液晶表示パネルPN Lとに挟ま
れた嶺域となるので、従来の構成では欠けNPを発見することは不司能であった。これに

汁して、実施形態1のタッチパネルTPでは、検出配線SIG2はその両端が電極端子T

RMlに接続される l本の導電柱薄膜で形成されているので、フレキシブノレプリント基板

FP  Cに引き出した電極端子TRM2間を測定することにより、検出配線SI G 2の断線

有無を検査できる。このときの断線検査は、関えば、検出車線SIG2の接続される電極

端子TRM2間の抵抗値を電気抵抗の測定芸宣で測定する、又は一方の電極端子TRM2 

にパルス信号を入力し、他方の電極端子TRM2で信号検出する等の関号な計潤により、

容号に検出配線SIG2の断線すなわち第3基板SUB3の欠けNPを検出することが司

能となる。また、断線検査での計測結果に誌じて、検出記線SIG2の断線が検出されな
しミ場合には、第3基板SUB3に欠けNPが発生していない、又は欠けNPが発生してい

る場合であっても予め想定される許容量舟の欠けNPであると判断できる。一方、検出配

線SIG2の断縁が検出された場合には、信号車線SI G 1にも影響を与える等の許容量

以上の欠けNPが発生していると判断できる。なお、検出配線SIG2の接続される電極

端子TRM2の間の測定による断線測定は、液晶表示パネルPNLとの貼り合わせ前に行

うことも司能である。
(0037) 

一方、図4のY方向の基板欠けNPが；J＼さい場合やクラヅクが発生した場合には、検出
車線SIG2が矢蓄する領域も非吉に小さいものとなり、検査者の目誌による検査での発

見は非常に困難なものとなる。しかしながら、実施形態1のタヅチパネルTPでは、前述
する検出配線SIG2の導通検査という非常に笥震な検査で第3基板SUB3の欠けNp 

及びクラックの発生の有無を検査することができる。
(0038) 

以上説明したように、実抱形態1の表示装置では、外部システムからの映像信号に基づ
v ＼た画像表示を行う液晶表示パネんの表示面｛君、引こ、静電容量式のタヅチパネルが配置され
る構成となっている c このとき、実施形態lのタッチパネルでは、第1検出電極及び第2
検出電極と電極端子とを接続する信号配線が形成される領域と共に、接触｛立置の検出が司
能となる透明嶺域を取！？囲むようして、第3基板の辺縁部に沿った導電牲を有する透過率

の小さい金属薄膜からなる検出配縁を備え、該検出配線の一端が電極端子に接続され、地

端が別の電極端子に接続される構成となっているので、液晶表示パネルとタッチパネルと
を接着する前には検査者が目視により第3基板の基板欠けを容易に検査することが司議で

あると共に、液晶表示パネルとタヅチパネルとを固定した後であっても、検出配線が接続

される電極間の抵抗測定やパルス測定等の簡易な計測で、基板かけを検出することができる

(0039) 

く実施形態2>
図5は本発明の実施形態2の表示芸置におけるタッチパネルの概略構成を説明するため
の図であり、特に、実施形態lの図4に汁！；じする正面図すなわちタッチパネルの第3基板

に 1個所の基板欠けが生じた場合のタッチパネルを示す正面図である。ただし、実施形態
2の表示装置は、タッチパネルTPの検出配線SIG2、SIG3及び電極端子TRMl 

TRM2の構成が異なるのみで、液晶表示パネルの構成及び、タヅチパネJレの他の構成辻

実施形態1の表示装置と同様の構成である。従って、以下の説明では、タッチパネノレの備
える検出配線SI G 2、SI G 3及び電極端子TRMの構成について詳細に説明する。ま

た、以下の説5月においては、必要に花、じて、第3基板SUB3の辺縁部iこ近い測の検出配
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線を第 l検出配縁SIG2、第3基板SUB3の辺縁吉防ミら遠い測の検出配線を第2検出
配線SI G 3と記すc また、実施形態2で、は独立する検出配線SIG2、SI G 3が2本

の場合について説明するが、 3本以上の独立する検出配線を形成する構成であってもよい

(0040) 

図5に示すように、実施形態2のタヅチパネルTp におIrミても透明な子板状のガラス基

板からなる第3基板を備える構成となっており、異なる 2本の検出配線SIG2、SIG 
3をフ訂する構成となっている。また、各検出配線SI G 2、SI G 3；土、実施形態1と同

枝に、信号配線SI G 1の配線が形成される配線領域の外側領域、すなわち信号配線SI 
G 1と第3基板SUB3の辺縁部との間の領域に形成されている。さらには、実施形態2

の検出配線SIG2、SI G 3も、実施形態1と同様に、第3基板SUB3の電極端子T

RMlが形成される I辺を除く地の辺（図3中の上辺及び左七辺）の辺該部に：合って彰成
されている。このとき、実施形態2のタヅチパネルTPでは、第3基板SUB3の辺縁部
に近い側iこ第 1検出車線SIG2が配置され、第3基板SUB3の辺縁吉防、ら遠い｛期すな

わち信号配線SI G Iに近い聞に第2検出配線SI G 3が霊童される構成となってLノミる。
( 0 0 4 1) 

第 1検出配線SIG2；土、第3基板SUB3の一辺（毘5中下部）に沿って配列される

複数の電極端子TRMlの内で、最もタ下関に配置される一対の電極端子TRMlの内の一

方の電極端子TRM  lに第 1検出記録SIG2の一端が接続され、最も外側に配置される
一対の電極端子TRMlの内のノ地方の電極端子TRM  1 tこ第2検出配線SI G 3の地端が
接続される構成となっている。また、第2検出車線SI G 3は、第 1電極配線SI G 2が

接続される－討の電極端子TRMlの内側に隣接する電極端子TRM  1 tこ、第2検出配線
SIG3の端部がそれぞれ接続される構成となっている。このような構成とすることによ

り、第 I検出配線SIG2と第2検出配線SI G 3とを信号配線SIG Iと局長三に形成す

る、すなわち信号配線SIG Iと司ーの工程及び配線材料で形成することを司議としてい
る。

(0042) 

このとき、第1検出配線SI G 2及び第2検出配線SIG3も、信号配線SI G 1と同

じ工程で形成することにより、前述する実施形態1と同枝の格別の効果を得ることができ

る。さらには、第1検出電極Ys Eや第2検出電極Xs Eと司じ工程で透明薄膜の導電屠
を形成した後に、導電柱又は非導電It生の着色届等を詰届した第 1検出配線SI G 2及び第
2検出配線SIG3を形成する等の構成であってもよい。このとき、第 1検出配線SIG 

2を信号配線SIG Iと同じ工程で形成し、第2検出配線SIG3を第 1検出電極YSE  

又は第2検出電極Xs Eと同じ工程で形成する等の異なる薄膜材料からなる詰号配線とし
てもよい。ただし、第 1検出配線SIG2及び第2検出車線SIG3の薄膜材料は、亘I視
光領域の光lこ対する透過率が小さい導電柱薄膜であれば、他の薄膜材料であってもよく、
このような透過率の小さい金扇薄震で検出配線SIG2を形成することにより、第3基板

SUB3の欠けやクラヅク等の発生に伴う検査者の日現による第 1検出配線SI G 2及び

第2検出配線SI G 3の童話線検査を容易に行うことができる。
(0043) 

また、実施形態2のタッチパネルTPにおいても、フレキシブ／レプリント基板FPC2 
の図中下部lこ形成される電極端子TRM2には、第 l検出配線SIG2及び第2検出車線
SIG3にそれぞれ電気的に接続される電極端子TRM2が形成されてIr＼るc
(0044) 

次に、国5に基づいて、実施形態2のタッチパネルTPにおける基板欠けNPの検査方
法について説明する。ただし、以下の説明では、図5に示すように第 1検出車線SIG2 

と第2検出配線SI G 3との間に基板欠けNPの端部が止まる場合について説明する c
(0045) 

検出配線SIG2の形成後であり、液晶表示パネルとの固定前iこタッチパネルの取り扱

い等により第3基板SUB3に欠けNPが発生した場合、図5に示すように、第 1検出配
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線SIG2の一部が基板欠けNPと共に欠落し童話線することとなる。このとき、液晶表示

パネルとの接着前である場会、第 1検出配線SI G 2は透過率が小さい又は不透過の材料

で形成されてLノミるので、検査者が目視により容易に欠けNPを発見（検出）することがで

きる。一方、液晶表示パネルとの接着工程やその後の取り扱い等により、第3基板に欠け
N Pが発生した場合には、第I検出配線SI G 2及び第2検出配線SIG3はその両端が

電極端子TRMlを介して電極端子TRM2に接続されてIrミるので、ブしキシブルプリン
ト基板Fp Cに引き出した電極端子TRM2間を測定することにより、検出配線SIG2 
の童話線有無を検査できる。
(0046) 

このとき、実施形態2のタッチパネルTPでは、第1検出配線SIG2と第2検出配線
SIG3とは、第3基板SUB3の辺禄部に沿ってそれぞれ独立した検出配線となってい

る。従って、非常に簡便な検査である第 1検出車線SI G 2及び第2検出配線SI G 3の

断線検査での計測結果に店、じて、前述する実施形態lと同校な効果である第3基板SUB  
3の基板欠けNPの発生の有無に加えて、発生した基板欠けNPの大きさすなわち基板欠

けNPの発生程度を把握することができる。関えば、第1検出配線SI G 2及び第2検出

配線SIG3の2本で断線が検出されない場合には、第3基板SUB  3 iこ欠けNPが発生
していない、又は欠けNPが発生している場合であっても非宮に軽微な許容量内の基板欠

けNPであると判断できる。また、国5に示すように、第 1検出配線SI G 2にのみ断線

が生じていることが検出された場合には、基板欠けNPが発生しているが予め君、定される

許容量以内の基板欠けNPであると判断できる。一一方、第 1検出配線SI G 2及び第2検

出配線SIG3の両方の検出配線に断線が検出された場合には、信号配線SI G 1にも影

響を与える等の許容量以上の基板欠けNPが発生していると判断できる。
(0047) 

同様にして、第3基板SUB3にクラヅクが発生した場合にも、第1検出車線SIG2 

及び第2検出配線SIG3の2本の検出配禄の検出結果に基づいて、基板欠けNPと再枝

な判断をすることが司諸となり、非官に簡便な検査で第3基板SUB3のクラックの発生

の有無、及び発生したクラヅクの大きさすなわちクラヅクの発生程度を把握することがで
きる。
(0048) 

ただし、実施形態2のタヅチパヅドTPでは、第l検出配線SIG2と第2検出配線S
IG3とがそれぞれ独立した構成となっているので、 2本の検出配線の室長線の有無を一緒

に計、期する際であっても、異なる計潤方法で断縁の：有無を計測できる。例えば、第1検出

配線SIG2の断線の有無の測定では産流電圧を対応する電極端子に申加して抵抗植を計
潤し、第2検出配線SI G 3の断線の有無の測定ではパルス電圧を対応する電極端子に申

加してその出力を計測等が司主主である。
(0049) 

なお、実施形態2においては、第 1検出配線SIG2と第2検出記録SI G 3とは司じ

薄膜材料からなる同層に形成される検出配線の場合について説明したが、これに限定され

ることはないc 例えば、第1検出車線SIG2と第2検出配線SIG3との少なくとも一

方の検出配線は、一方の検出配線よりも透過率の小さい金属薄膜等で形成される暑で形成
してもよく、さらには、一方の検出配線のみを任意の色で着色された着色層を備える構成

としてもよいc また、実施形態2では、第l検出配線及び第2検出配線は勾ーな配線幅で
あり、第 1検出配線及び第2検出配線の配線幅等が司じ場合について説明したが、これに

限定されることはなく、異なる配縁幅や異なる色等で形成してもよい。
(0050) 

く実施形態3)

図6は本発5月の実施形態3の表示装置におけるタヅチパネルの概略構成を説明するため

の図であり、実施形態2と同様な基板欠けNPが生じた場合のタヅチパネルを示す正面図
であるつただし、実施形態3の表示芸置は、タッチパネルTPの草 1検出配線SI G 2及

び第2検出配線SI G 3並びに電極端子TRMl、TRM2の講成が異なるのみで、液晶
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表示パネ／レの構成及びタヅチパネルの他の構成は実施形態2の表示装置と同枝の構成であ
る。従って、以下の説明では、タッチパネんの備える第 1検出配線SI G 2及び第2検出
配線SI G 3並びに電極端子TRM  l, TRM2の構成；こっし￥て詳細に説明する。
(0051] 

図6に示すように、実施形態3のタヅチパネノレTPにおいても、第3基板SUB3の逗

縁部に近い側に第 1検出配線SI G 2が配置され、第3基板SUB3の辺縁部から遠い測
すなわち信号配縁SI G 1に近い測に第2検出記線SIG3が配置される構成となってい
る。このとき、第 1検出配線SIG2及び第2検出配線SIG3の一端側（図6中左側）
は実施形態2と同様にそれぞれ異なる電極端子TRM  1 tこ接続される構成となってLノミる。
一方、国6中丸田Bに示すように、第l検出配諒SI G 2及び第2検出配線SIG3の他
端側（図6中：右側）は同ーの電極端子TRM  1 tこ接続される構成となっている。このとき
の第 1検出配線SIG2及び第2検出配線SI G 3も実施形態2と同様に、同ーの薄膜材

料からなる同層の検出配線、又は異なる薄膜材料からなる異なる層に形成される検出配線
の何れであってもよい。
(0052] 

以上説明したように、実施形態3のタヅチパネルTPでは、第3基板SUB3上におい
て、第 I検出配線SI G 2と第2検出配線SI G 3の他端側（図6中右側）は同ーの電極

端子に接続される講成としている。これにより、前述する実施形態2の効果に加えて、電
極端子TRMlの端子数を実施形態2よりも抵減させることができるという格別の効果が
得られる。
(0053] 

特にフレキシブルプリント基板Fp Cにおいては、第3基板SUB  3 tこ形成される電極
端子TRMlに対向して接触接続される電極端子の個数及び電極端子TRM2のi回数並び
に該電極端子関を電気的に接続する信号配線数をfl¥;減させることができる。一方、フレキ
シブノレプリント基板Fp Cのコストは形状及び面詰に大きく依存しており、電極端子数及
び信号配線数の低減により、ブレキシブ、ルプリント基板Fp Cの面践を小さくすることが
できるので、フレキシブルプリント基板Fp Cのコストを低減させると共に、当該フレキ
シブルプリント基板Fp Cを用いる実施形態3のタッチパネルTP及び表示装置のコスト
を低減できるという格別の効果が得られる。
(0054] 

く実施形態4)

図7は本発5月の実施形態4の表示装置におけるタヅチパネルの概略構成を説明するため
の図であり、実施形態1の図4に汁！；じする正面図すなわちタッチパネ／レの第3基板に欠け
が生じた場合の正面図であるc ただし、実施形態4の表示芸置はタヅチパネルTPのブレ
キシブんプリント基板Fp Cの電極端子の構成が異なるのみで他の構成は実麗形態1と同
誌の構成となる。従って、以下の説明では、フレキシブルプリント基板Fp Cの構成につ
いて詳細に説明する。なお、実施形態4のフレキシブノレプリント基板Fp Cの講成は、実

施形態2、3のタッチパネルにも適用司連である。
(0055] 

図7に示すように、実施形態4のフレキシブ／レプリント基板Fp Cでは、電極端子TR 
M2が形成されている位置とは異なる位置に検出配線SI G 2に対応する検査専用の電極
端子TRMTが配置される構成となっている c 特に、実施形態4の電極端子TRMTは電
極端子TRM2よりも電極端子TRMl に近い位置、すなわちタッチパネルTPの本体に
近い位置に形成されている c このような構成とするために、実施形態4のタッチパネルT
Pのフレキシブルプリント基板Fp Cは、図中の上端側すなわち第3基板SUB3と接続
される側に電極端子TRMlに接続される図示しない同数の電極端子を備えている。また
ブレキシブ、ノレプリント基板Fp Cは、国中の下端側に電極端子TRMlの電極端子数か
ら検出配線SIG2に接続される電極端子数を減宣した電極端子TRM2を備えている。
このとき、フレキシブルプリント基板Fp Cの上端部の電極端子と下端部の電極端子TR 
M2とは、当該フレキシブルプリント基板Fp Cの基材に形成される図示しない信号配線
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でそれぞれ接続され、電極端子TRM2に信号車線SI G 1が電気的に引き出される構成
となっている c また、実施形態4のフレキシブノレプリント基板Fp Cでは、電極端子TR 

M2とは異なる領域（位置）に形成される電極端子（第3の電極端子） TRMTは当該フ
レキシブ／レブザント基板FPC  丙の信号配線Fs Gを介して検出記線SIG2が接続され
る電極端子TRMlに対応する当該フレキシブノレプリント基板Fp C上の電極端子と接続

され、電極端子TRMTに検出配線SIG2がフレキシブルプリント基板Fp Cに電気的
に引き出される構成となっている。このとき、フレキシブルプリント基板Fp Cの表面剖
あるいは裏面開の何れか一方の面又は両面に電極端子TRIV1Tを形成してもよい。
(0056) 

以上説明したように、実施形態4では、検出記線SIG2に接続されるブレキシブ、ルプJ

リント基板Fp C輔の電極端子TRl¥!1Tを、信号配線SI G 1に接続される電極端子TR 

Mlとは異なる領域に形成する講成となっているので、実施形態1の効果に加えて容易に
計測装置を電極端子TRMTに接続でき、検査に要する時間をさらに短縮することができ
るという格別の効果を得られる。
(0057) 

く実施形態s>
図9は本発明の実施形態5の表示装置である液晶表示パネルの概略構成を説明するため

の図であり、検出配線SIG3及び電極端子TRM3の構成を除く他の構成は実施形態1
～4の液晶表示パネルと同様である。従って、以下の説明では、検出配線SIG3及び電
極端子TRM3の構成について詳細に説明する。また、実施形態5の液晶表示パネノレPN 

Lでは、実施形態1と同校に、検出配線SI G 3が 1本の場合について説明するが、実施
形態2、3と同様に、覆数本の検出配線SI G 3を設ける構成であってもよい。さらには
実施形態4と同様に、フレキシブルプリント基板Fp Cの図示しない電極端子の内で、

表示データや制御信号等が入力される側の電極端子すなわち外部システムと接続される刊

の並設される電極端子群と異なる位置に、検出記線SIG3に接続される電極端子を設け
る構成であってもよい。なお、実施形態5では、表示装置として液晶表示パネルPN Lに
検出配線SIG3を設ける構成としたが、これに限定されることはなく、有機EL表示装
置等の他の表示装置にも通舟司議である。
(0058) 

図9に示すように、表示領域AR内に形成されるドレイン線DL及びゲート諒GLはシ
ール材SLを超えて延在され、信号配線（第3の信号配線） SI G4として駆動回路DR 
1 （こ接続されている c また、駆動回路DR Iは電極端子TRM3とも信号配線SIG4で

接続されており、第l基板SUBlの国中下部に接続されるフレキシブルプリント基板F
PClを介して表示データや剖御信号が駆動回路DR 1 tこ入力される。
(0059) 

このとき、実施形態5の液晶表示パネルPNLを構成する第 l基板SUB  Iには、その
辺縁部に沿った検出配線（第4の信号配線） SIG 2が形成されている。検出配線SI G 
2の端部はそれぞれ異なる電極端子TRM3に接続され、フレキシブルブザント基板Fp 

Cを介して引き出される構成となっている。このとき、実施形建5の液晶表示パネノレPN 
Lでは、図示しない共通電極に接続される図示しないコモン線、及び該コモン緑と接続さ
れる図示しない信号配線も検出配縁SIG2の舟側、すなわち検出配線SIG2に固まれ

る領域に形成されている。
(0060) 

また、実施形態5の液晶表示パネルPN Lでは、第1基板SUBlの図中下部に駆動回
路DR Iを配置する構成としたが、駆動回路DRlはこれに限定されることはないc 問え

ば、表示領域ARの図中左主に薄穎トランジスタでゲート信号を生成するゲート駆動回路

を形成した場合には、該ゲート駆動回路及びゲート駆動田路に接続される信号配線を取り
屈むように検出配線SI G 3を形成する。すなわち、ゲート駆動回路と信号配諒との内で
最も第I基板の辺縁部に近い部位と、第 1基板SUBlの辺縁部との間の嶺域に検出配線
SIG3を形成する c
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(006 lJ 

以上説明したように、実施形態5の表示装置においては、信号配線SIG4が形成され

ない図中上部の領域では当該表示領域ARと第1基板SUBlの辺縁部との間の領域に、
また長号配線SIG4が形成される領域においては、当該信号配線SIG4と第 1基板S

UBlの辺縁部との間の領域に、第 1基板SUBlの辺縁部に沿って検出配線SIG3を

形成する構成となっているので、検査者が目 J視により第1基板SUBlの基板欠けを容易

に検査することが司遣であると共；こ、検出配線SI G 3が接続される電極間の抵抗期定や

パルス測定等の笥号な計潤で基板欠けを検出することができる。
(0062] 

なお、実施形態1～4の表示装置におけるタッチパネルでは、 2点以上の接触位置の検
出が司能な静電容量式のタッチパネルに本願発明を適用した場合について説明したが、こ

れに限定されることはなし抵抗式等の地の方式のタヅチパネんにも通問司誌である。
(0063] 

また、実施形態1～4の表示装置におけるタッチパネルでは、第3基板に接続されるフ
レキシブルプリント基板にも検出配線SIG2に接続される電極端子を形成する構成とし
たが、これに限定されることはなく、第3基板に形成される電極端子のみであってもよい

(0064] 

以上、本発明者によってなされた発明を、前言己発明の実施形態に基づき具体的に説明し
たが、本発明は、前記発明の実施形態に限定されるものではなく、その要吉を逸脱しない

範囲において撞々変更司能である。

［符号の説明］
(0065] 

TP・・・・・・タヅチパネル、 PNL・・・…液晶表示装置、 BL……バックライト装置
SUB 1 ・・・・・・第1基板、 SUB  2・・・・・・第2基板、 SUB  3・・・・・・第3基板

POL・・・…偏光板、 ADL・・・…接着剤、 LS  P…一・］むE板、 p p・・・…前面保護板
PPO・・・・・・関口部（前面保護板間口部）、 DR 1, 2 ・・・…駆動回路、 AR・・・・・・表示領域
FPCl, 2・・・一・ブレキシブんプリント基板、 SL・・・・・・シール材、 DL・・・・・・ ドレイン線

CL・・・・・・ゲート線、 PX・・・・・・画素電極、 CT・・・・・・共通電極、 TFT・・・・・・薄膜トランジスタ

TTA・・・・・・透暁領域、 CL・・・・・・コモン線、 SI G 1、FSC・・・・・・信号配線

NP・・・…基板欠け、 SIG2…ー・検出配線（第1検出配線）、 SIG3……・第2検出配線

SIG 4 ・・・・・・｛言号配線、 YSE・・・・・・第 l検出電極、 XSE・・・・・・第2検出電極

TRM  l～3・・・・・・電極端子
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［書類名］特許請求の範囲
［詰求項 1] 

接触位置の検出領域丙に配置される検出電極と、前五己検出領域よりも外側の領域に記置

され、一端が前記検出電極に接続され、池端に第1の電極端子が形成される第 1の信号配
線とを有する透明基板と、前記第 1の電極端子iこ接続され、前記第 1の信号車線を介して

前記検出電極ヘ駆動詰号を供給すると共に、前記検出電極からの検出信号を取り出す柔軟
性を奇するフレキシブル配線基板とを儲える座標入力装置と、
外部システムからの映像信号に基づいた画復表示を行う表示パネルとを備え、前言己表示
パネノレの表示面側に前記座標入力装置が配置される表示装置であって、

前五己座標入力装置は、前記第 1の信号配線よりも前記透明基棋の辺縁部開に配置され、
前記検出領域を含む前記第 1の｛言号配線の形成領域を取り囲むと共にその両端が開放され

、前記開放端にそれぞれ検査用の電極端子が形成される第2の信号車線を備え、

前五己第2の信号配線は、前記透明基板の辺縁部に沿って配置される導電柱薄膜で形成さ
れることを特徴とする表示装置。

［詰求1頁2]

前五己第2の信号配線は、着色された薄膜層又は所定値以下の透過率を有する薄膜層を備
えることを特徴とする語求項 Iに記載の表示装置。

［詰求1頁3]

前五己第2の信号配線は、金属薄膜層を備えることを特徴とする詰求項 1に記載の表示装
置。

［詰求1頁4]

前五己第2の信号配線は、 2本以上の導電柱薄膜で形成されることを特徴とする詰求項 1
乃至3の内の何れかに記載の表示装置c
［詰求1頁5]

前五己第2の信号配線は、一端が司ーの検査用の電極端子に接続され、他端がそれぞれ異
なる検査用の電極端子に接続されることを特徴とする詰求墳4に記載の表示装置。
［請求項6]
前記フレキシブノレ配線基板は、外部システムと接続される第2の電極端子の形成額域と
は異なる位置に、前記第2の信号配線に接続される第3の電極端子を踊えることを特徴と

する請求項 1乃至5の内の何れかに記載の表示装置。
［詰求I頁7]

覆数の映課長号線と、前五己E央復信号線に交差する表数の走査詰号線と、前記映像｛言号線

と前五己走査信号線と外部システムから駆動信号及び制御信号を入力する電極端子と、前記
映f象信号線及び前記走査信号線と前記電極端子とを接続する第3の信号配線とが形成され
る第1基板と、前五己第 1基板に接続され前五己電極端子及び第の3信号配線を介して前記映
像信号線及び前記走査信号線ヘ駆動詰号を供給する柔軟性を有するフレキシブ／レ配線基板
とを官し、前記映像ノ信号線と前記走査信号線とに国まれた領域を画素の領域とし、前記画

麦、がマトリクス状に形成される領域を表示嶺域とし、前記第3の信号配線が前言己表示領域
よりもタト測の彊域に形成される表示装置であって、
前記第3の信号配線よりも前記第 1基板の辺該部側に記置され、前記表示領域を含む前

記第3の信号配線の形成領域を取り囲むと共にその両端が開放され、前記開放端にそれぞ
れ検査用の電極端子が形成される第4の信号配諒を備え、
前言己第4の信号配線は、前記透明基板の辺縁部に沿って車置される導電柱薄膜で形成さ
れることを特徴とする表示装置。

［請求項8]
前記第4の信号配線は、着色された薄膜層又は所定値以下の透過率を有する薄膜層を備
えることを特徴とする詰求項7に記載の表示装置。
［請求項9]
前記第4の信号配線は、金扇薄穎層をi局えることを特徴とする詰求項7に記載の表示装
置。
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［請求項 10 J 
前記第4の信号配線は、 2本以上の導電柱薄壊で形成されることを特徴とする詰求項7

乃至9の舟の何れかに記載の表示装置。
［請求項 11 J 
前三己第4の信号配線は、一端が司ーの検査用の電極端子に接続され、他端がそれぞれ異

なる検査用の電極端子に接続されることを特徴とする詰求項 10 iこ記載の表示装置。

［請求項 12 J 
前記フレキシブル車線基板は、外部システムと接続される電極端子の形成領域とは異な

る位置に、前記第4の信号配線に接続される電極端子を備えることを特徴とする請求項7

乃至 12の肉の再れかに記載の表示装置。
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［書類名］要約書
［要約］
［課題；製造工程を増加させることなく、簡易に基板の欠けやクラヅクによる信号配線の
良否判定を司誌とする技術を提供することである。

［解決子段］
接触位置の検出領域よりも外側の領域に配置され、一端が検出電極に接続され、他端；こ

第 1の電極端子が形成される第 1の信号配線を有する透明基板と、前記第1の電極端子に
接続される柔軟性を有するブレキシブん配線基板とを備える座標入力装置と、外部システ

ムからの映復信号に基づいた画像表示を行う表示パネルとを備える表示芸置であって、前

記座標入力装置は、前記第1の信号配線よりも前記透明基板の辺縁部測に配置され、前記
検出額域を含む前記第 1の信号配線の形成額域を取り囲むと共にその両端が開放され、前
記開放塙にそれぞれ検査用の電極端子が形成される第2の信号配線を備え、前五己第2の信

号配線は、前記透明基板の辺縁部；こ沿って配宣される導電性薄膜で形成される表示装置で
ある。

［選択国］ 図3
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［書類名］図面
［図 1J 
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［図6J
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［事件の表示］
［出願番号］

［主主継人］
［識別番号］

［氏名又は名称：
［主主継人代理人］
［識別番号］

［氏名又は名称：
［代表者］
［電話番号］

(r是出物件の目録］

［物件名］

【f麦用の表示］

［物ノ件名］
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gathering, preparing, and submitting the compl号tedapplication form to the USPτ0. Time will vary dependin吾uponthe individual case. Any comments on the amount of 
time you require to complete this form昌nd/orsuggestions for reducing this burden, should be sent to the Chief Information O係cer，υ.S.Patent and Trademark Office, 
υ.S. Department of Commerce, P.O. Box 1450, Alexandria, VA 22313-1450. DO NOT SEND FEES OR COMPLEτED FORMS TO THIS ADDRESS. SEND TO: 
Commissioner for Patents, P.O. Box 1450, Alexandri昌， VA22313・1450.
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事番1一覧前次全文レイアウト印属メモ引用最新書誌経過監視ファミリ翻訳＠0.6.x 

評彊：

KR20080055248A 2008/06/19 KR20060128293A 2006/12/15 
SAMSUNG ELECτ畏ONICSCO LTD (KR) [ LEE HYUN （託R)]
G02F 1 /1345 (2006.01 );G02F 1 /13 (2006.01 );G02F 1 /13 (2006.01) 
DISPLAY PANEL 
[57]ABST宍ACT:
A display panel is provided to offer a 
test signal applied to a data inspecting 
member through dummy TFT(Thin Film 
Transistor)s formed between a display 
area and a driving chip pad member 
and to conduct a visual inspection 
process. A display substrate includes a 
display area with plural pixel areas 
defined by gate lines and data lines. A 
peripheral area is encompassed by the 
display area. A driving chip pad 
member( 160) includes data pads 
formed at end portions of the data 
lines and received data signals. 
Dummy TFT s are formed between the 
display area and the driving chip pad 
member. Source electrodes of the 
dummy TFT s are connected with the 
data lines. A data checking member 
(150) applies a test signal to the 
dummy TFT s. The data checking 

1421綾 子設立さ 捻霊

変号

争主主

13号

1愚容 ？と必

を殺

塾生

member includes the first data checking pad for receiving the first test signal. The second data 
checking pad receives the second test signal. The first connection line connects the first data 
checking pad and the drain electrode of the dummy TFT s. The second connection line connects 
the second data checking pad and the gate electrode of the dummy TFT s. 

[1H牛表示しました。

h抗予：／/hitachi.shareresearch.net/SR-C/Main/View/OutLineContinue.aspx?Time=20130...2013/02/28 
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3華子守 1

711°1 三 llfl~ヨミ去要時！凸］ E-f ll~~吾斗l 91 司号守二9~ 主B三平井習会｛呈 3Iλ［等勾斗，す7] Kλi哲司告吾司外と手喧

c選当主と豆~ oJ手。1ミ立豆λ17j埜；
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すアi 同ロ！叶斗主義ス！と司吾斗司；と豆せ§.差せフト尋と司告1£~ 苔 λト平吾至警吉トセ豆λi ヰ言．

3草子零 2

斗1]1雪刊誌叶λ？，す7］吟！］O]Ei召λ千千七王子7j手をと三台斗il＜＇書官5'1t守．

Aj]l 司i三二三ミLi乞7ト包アト同七寸l]l 司lo]E-f 苔 λ千 jJ~E'..' 

fi1]2ヰム三世§.アト哲アト豆H士斗1]2司11°1司苔λトヰ豆，

／~·7］寸！工吋il0JEi 召λト謙三虫干，~ァi c-j n］許可豆巷ス］ム叶量三J三＂－ll型社号会社7)2寺三三三せ書き下せ :xlllゼミ'illflを；
u1 
ヲミ
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ヨ喜子守 3
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三幸子守 4
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立さ十七豆入｝ヰ三

事子電子 5
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El BA~さ斗！宅｝ 7}s:j七寸o]Ei をu主アト勾／：cl オヰλ1司斗台7十三］ Jl，司1°1£1 ＜＇｝§＿斗l吋トヰ守王習をヰs-1BA笠o］喧守主ヰ

ゥ1弓王手ヰ合金三豆幸子三豆吋，盆ざ？とこ草分会豆λ］を斗

く！6> oi討を， 豆λ｝ 立喜三会 場丞ミ子守oj せ豆s=iせ 三十主三平斗 量考会石λ同トオiヰoj 01曇司j号室 召斗〔Visual

Inspεction:VIJ三トミヱ宅？と子． tl］子子宮苦λトセオJoj豆日立さ号安寸o]Ei司ゼ吾斗ici］三三三位三主曇包アト尋aj 3ヰトゴとよ子吾
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＜！与 す7j号毛堂てき9j号司会 1l哲詩7）羽を苦λi吋lペヰさ玄人lITl1 ミ~~さ lfλ1 7］せ事子号言埼玉三芋， i::-jn］吟斗E三哩
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*NOTICES* 

JPO and INPIT are not responsible for any 
damages caused by the use of this translation. 

Page 1 of7 

1.This document has been translated by computer. So the translation may not reflect the original 
precisely. 
2.**** shows the word which can not be translated. 
3.ln the drawings, any words are not translated. 

DETAILED DESCRIPTION 

[Detailed Description of the Invention] 
[0001][eye following] 
Technology of the Field of the Invention former 〈豆島三〉
Means operation working example for solving the problem issue which invention tends to solve 
(6ι！. 2) 
EFFECT OF TH正INVENTION[0002]
[Industrial Application]The present invention relates to measurement transistors only for the 
characteristic, a characteristic inspection method, and a liquid crystal display panel. 
If it says in detail, it is related with an improvement of a TEG (Test Element Group) pattern 
which conducts a characteristic inspection of a thin film transistor (only henceforth TFT) which 
constitutes a liquid crystal display panel, and an inspection method for the same. 

[0003]In recent years, it puts on CRT (cold cathode tube) equipment with large depth from the 
request of miniaturization of an electronic device, and a liquid crystal display with little depth 
(only henceforth LCD) is used instead. A display panel comprises two or more TFT(s) and picture 
element electrodes, and the gate line (scanning line) and drain wire (signal wire) are arranged at 
matrix form. According to this, a TEG pattern is provided by the display panel in order to grasp 
an internal TFT characteristic. However, handling of the arrangement part of a TEG pattern or an 
electrode becomes easy to receive static electricity, a plasma damage, etc. Thereby, the TFT 
characteristic of the pattern concerned may differ from the characteristic of internal TF丁
[0004]Then, a pattern which can grasp the characteristic of the inside TFT correctly after the 
time of creation of a TFT substrate and processing of a display panel, and an inspection method 
for the same are desired. 
[0005] 
[Description of the Prior Art]fl革主＿isa configuration diagram of the TFT-TEG pattern concerning 
a conventional example. fl革主（A)is a plan view of LCD，主長三一（8)is a plan view of an outside 
installation type TFT－τξG pattern, and fl童二三（C)shows the plan view of the inside installation 
typeτFτ－TEG pattern, respectively. 
[0006]For example, the liquid crystal panel 10 which carries out liquid crystal display is provided 
in the glass substrate 1 in E逗主（A)with the picture display part 2 and the outside installation 
type TFτ－TEG pattern 4, and the picture display part 2 comprises TFτand a picture element 
electrode.丁hepicture display part 2 is filled up with a liquid crystal, and it is demarcated with 
the seal 3. The T王Gpattern 4 concerned is provided by the outside, i.e., the non-filling portion of 
a liquid crystal, bordering on the seal 3.τhe purpose of pattern installation is for grasping the 
TFT characteristic of the picture display part 2. For example, the quality of TFT is judged by 
inspecting the pattern concerned, without carrying out direct contact to an internal picture 
element electrode. 
[0007]The TEG pattern 4 has the same TFT structure as TFT of the picture display part 2 in 
E逗主（8),the source is connected to the source inspection terminal 4A, the gate is connected to 
the gate inspection terminal 48, and the drain is connected to the drain inspection terminal 4C, 
respectively. The inside installation typeτFT-TEG pattern 5 is provided in the inside, i.e., the 
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filling portion of a liquid crystal, bordering on the seal 3 in王迄ニ主（C）.丁heTEG pattern 5 has the 
same TFT structure as TFT of the picture display part 2, the source is connected to the source 
extraction electrode 5A, the gate is connected to the gate extraction electrode 58, and the drain 
is connected to the drain extraction electrode 5C, respectively.主achelectrode 5A-5C is 
connected to the periphery highway 6. 
[0008] 
[Problem to be solved by the invention]By the way, according to the TEG pattern 4 of a 
conventional example, a TFT part is provided by the outside of the seal 3 as shown in E準金ー（A).
According to the丁目 pa技ern5, as shown in E謹之（C),a TFT pa代 isprovided inside the seal 3 
and each of that extraction electrode is connected to the periphery highway 6 on the outside of 
the seal 3. For this reason, there are the following problems. 
[0009]** In the τFT-TEG pattern 4, the process of creating the TFT substrate of the picture 
display part 2 is easy to receive static electricity, a plasma damage, etc. Thereby, the TFT 
characteristic of the pattern 4 concerned may differ from the characteristic of TFT of the 
picture display part 2. For example, in the gate voltage versus drain current (Vg-ld) 
characteristic of TFT, there is a possibility of producing ON of transistor operation and poor 
OFF, by the shift of the threshold voltage Vth. Thereby, the function of an original TEG pattern 
is impaired. 
[001 O]** By the TFT-TEG pattern 5, since each extraction electrode 5A-5C of TFτis 
electrically connected to the periphery highway 6, it is not affected by the influence of static 
electricity, a plasma damage, etc. again at the time of creation of a TFT substrate. However, as 
shown in王逗主（C),the laser cut of each extraction electrode 5A-5C and the periphery highway 6 
is carried out bordering on the two-dot chain line X, and measurement of the TFτcharacteristic 
is performed after that. 
[0011]For this reason, in the work process of the display panel 10, each extraction electrode 
5A-5C will be in the state which was separated from the periphery highway 6 and achieved 
individual independence, i.e., electric floating. By this, the TEG pattern 5 becomes very weak to 
the static electricity at the time of panel handling, and the function is impaired like the T王G
pattern (henceforth the measurement transistors only for the characteristic) 4. Thereby, it 
becomes difficult to grasp correctly the characteristic of TFT (henceforth an inspected object) 
of the picture display part 2. 
[0012]The present invention is created in view of the problem of this conventional example, and 
aims at offer of the measurement transistors only for the characteristic it becomes possible to 
grasp the characteristic for inspected correctly after the time of creation of a thin film transistor 
substrate, and processing of a display panel, the characteristic inspection method, and a liquid 
crystal display panel. 
[0013] 
[Means for solving problem]The measurement transistors only for the first characteristic of the 
present invention, In the measurement transistors only for the characteristic which conduct the 
characteristic inspection of the thin film transistor which constitutes a liquid crystal display 
panel for the working example as shown in E盗J.,The aforementioned measurement transistors 
only for the characteristic comprise a thin film transistor, the source of the aforementioned thin 
film transistor, a drain, and each inspection terminal of a gate are surrounded with a conductive 
material, and the aforementioned conductive material is connected to a periphery highway. 
[0014]The measurement transistors only for the second characteristic of the present invention, 
In the measurement transistors only for the characteristic which conduct the characteristic 
inspection of the thin film transistor which constitutes a liquid crystal display panel for the 
working example as shown in .EigJ., The aforementioned measurement transistors only for the 
characteristic comprise a thin film transistor, the drain extraction electrode, gate extraction 
electrode, and source extraction electrode of the aforementioned thin film transistor are 
electrically connected to a local highway, and the aforementioned local highway is electrically 
connected to a circumference highway. 
[0015]In the 1st of the present invention, and the measurement transistors only for the second 
characteristic, the drain and gate of the aforementioned thin film transistor are electrically 
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connected. In the 1st of the present invention, and the measurement transistors only for the 
second characteristic, the source, drain, and gate of the aforementioned thin film transistor, A 
part of drain extraction electrode of the aforementioned thin film transistor, gate extraction 
electrode, and source extraction electrode are provided by the seal inside which demarcates the 
liquid crystal of a liquid crystal display panel. 
[0016]The characteristic inspection method of the present invention conducts the characteristic 
inspection of a thin film transistor based on the characteristic measurement data which is the 
method of conducting the characteristic inspection of the thin官Imtransistor which constitutes a 
liquid crystal display panel, and is obtained from the 1st of the present invention, and the 
measurement transistors only for the second characteristic. In the characteristic inspection 
method of the present invention, between the drain extraction electrode of the aforementioned 
measurement transistors only for the characteristic, a gate extraction electrode and a source 
extraction electrode, and the aforementioned local highways is cut in the case of the 
characteristic inspection of the aforementioned thin film transistor. 
[0017]In the liquid crystal display panel which comprises two or more thin film transistors, the 
liquid crystal display panel of the present invention is characterized by providing Claim 1 and the 
measurement transistors only for the characteristic which consist of 2, and attains the above-
mentioned purpose. 
[0018] 
[work一一］ for According to the measurement transistors only for the first characteristic of the 
present invention, in the working example, as shown in E握手，themeasurement transistors only 
for the characteristic concerned are provided by the seal inside, and the source, a drain, and 
each inspection terminal of a gate are surrounded with a conductive material. For this reason, 
the conductive material connected to the periphery highway in front of the time of creation of 
the thin film transistor inside the liquid crystal display panel concerned, i.e., a liquid crystal **** 
process, enables it to protect the measurement transistors only for the characteristic from 
static electricity, a plasma damage, etc. 
[0019]According to the measurement transistors only for the second characteristic of the 
present invention, in the working example, as shown in .E.逗j_,the body part of the measurement 
transistors only for the characteristic concerned and a part of each of its extraction electrode 
are provided by the seal inside.ξach extraction electrode is electrically connected to the local 
highway connected to the circumference highway. For this reason, after the time of processing 
of a liquid crystal display panel, i.e., a liquid crystal：本＊＊＊ process, a circumference highway and a 
local highway enable it to protect the measurement transistors only for the second 
characteristic from static electricity, a plasma damage, etc. 
[0020]Thereby, the original function of the measurement transistors only for the characteristic is 
maintained, and it becomes possible to grasp correctly the characteristic of the internal thin film 
transistor in front of liquid crystal ****・ According to the characteristic inspection method of the 
present invention, based on the characteristic measurement data obtained from the 1 st and the 
measurement transistors only for the second characteristic, the characteristic inspection of the 
thin film transistor is conducted. For example, characteristic measurement data is obtained from 
the measurement transistors only for the characteristic to which the drain and the gate were 
electrically connected. For this reason, it becomes possible to extract easily the parameter 
which describes the characteristic of a thin film transistor from the characteristic measurement 
data concerned. 
[0021]According to the characteristic inspection method of the present invention, between each 
extraction electrode of the measurement transistors only for the characteristic and local 
highways is cut in the case of the characteristic inspection of an internal thin film transistor. For 
this reason, when the liquid crystal display panel concerned deteriorates by environmental tests, 
such as temperature, humidity, and a shock, the characteristic measurement data of the 
measurement transistors only for the characteristic can be obtained from each extraction 
electrode separated electrically. 
[0022]According to the liquid crystal display panel of the present invention, the 1st of the 
present invention and the measurement transistors only for the second characteristic are 
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provided. For this reason, the characteristic of two or more thin film transistors which constitute 
a liquid crystal display panel can be correctly grasped from the 1st and the measurement 
transistors only for the second characteristic. 
[0023] 
[Working example]Next, it describes about the working example of the present invention, 
referring to a figure. Bι1_ and 2 are figures which describe the characteristic inspection method 
of a TFT-T豆Gpattern and a TFτsubstrate concerning the working example of the present 
invention. f.逗」一（A)is a plan view of a TFT substrate concerning an working example of the 
present invention. 
B星ニ1_(8)shows a plan view of the τFT-TEG pattern, respectively. 

[0024]For example, it describes about the case of the liquid crystal display panel which 
incorporates a reverse stagger type thin film transistor (henceforth [ TFT ]). As the display panel 
20 concerned is shown in E匡」一（A).it provides with the picture display part 12 and the TFT-TEG 
pattern 14 in the glass substrate 11, and the picture display part 12 comprises the inside TFT 
and a picture element electrode. The picture display part 12 is filled up with a liquid crystal, and 
it is demarcated with the seal 13. 
[0025]The TFT-TEG pattern 14 is an example of the measurement transistors only for the 
characteristic, and is a pattern which conducts the characteristic inspection of TFT of the liquid 
crystal display panel 20. The TEG pattern 14 concerned is provided in the inside, i.e., the filling 
portion of a liquid crystal, bordering on the seal 13.τhe purpose of pattern installation is for 
grasping the TFT characteristic of the picture display part 12. That is, the quality of the TFT can 
be judged by inspecting the pattern concerned, without carrying out direct contact to an internal 
picture element electrode. 
[0026]In E塩主一（8),the TEG pattern 14 comprises four dummy thin film transistors (only 
henceforth TFT1-TFT4), and TFTl and TFτ2 are examples of the measurement transistors only 
for the first characteristic. TFT3 and τFT 4 are examples of the measurement transistors only 
for the second characteristic, and they have the structure as TFT of the picture display part 12 
with same all. In B車二三（A),the structure is explained in full detail. 
〔0027]Thesource of TFT1 is connected to the source inspection terminal 41, the gate is 
connected to the gate inspection terminal 42, and the drain is connected to the drain inspection 
terminal 43, respectively. The source of TFT2 is connected to the source inspection terminal 44, 
the gate is connected to the gate inspection terminal 45, and the drain is connected to the drain 
inspection terminal 46, respectively. The gate of TFT2 is connected to a drain. 
[0028］τFτ1, the source inspection terminal 41, the ~ate inspection terminal 42 and the drain 
inspection terminal 43, TFT2 and the source inspection terminal 44, the gate inspection terminal 
45, and the drain inspection terminal 46 are enclosed by the guard ring 413. The guard ring 413 is 
an example of a conductive material, and it is connected to the periphery short circuit line 15. 
The periphery short circuit line 15 is an example of a periphery highway, and is arranged in the 
outside area of the picture display part 12 in which the liquid crystal was confined. 
[0029]The source of TFT3 is connected to the source extraction electrode 47, the gate is 
connected to the gate extraction electrode 48, and the drain is connected to the drain 
extraction electrode 49, respectively. The source of TFT3 is connected to the source extraction 
electrode 410, and the gate is connected to the gate drain common extraction electrode 411, 
respectively. The gate and drain of TFT4 are connected and a part of five extraction electrodes 
4 7-411 are pulled out by the outside area of the seal 13 which demarcates a liquid crystal. 
[0030]The source extraction electrode 4 7 of TFT3, the gate extraction electrode 48, the source 
extraction electrode 49 and the source extraction electrode 410 of TFT 4, and the common 
extraction electrode 411 are electrically connected to the local short circuit line 412 in the 
outside aγea of the seal 13. The local short circuit line 412 is an example of a local highway, and 
is electrically connected to the periphery short circuit line 15. 
[0031]Next, the formation method of τFTl-TFT 4 is described.τFτ1-TFT 4 are formed of 
internalτFT and the process. As shown in E逗二三（A),a gate is告rstformed for the structure on 
the glass substrate 11 A. A gate laminates successively aluminum of the thickness 80 [nm] 
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degree, or Ti, and patterns it, for example. Next, the dielectric film 11 B, a-Si layer 11 C, and the 
channel protective layers 11 D of a gate are formed continuously. In the dielectric film 11 B. it is 
the thickness 400, for example. The SiN film of the [nm] degree is used. Subsequently, in the 
protective layer 11 D, it is the thickness 400, for example. The SiN film of the [nm] degree is 
used. a-Si layer 11 C turns into an active layer of operation. 
[0032]Next, it leaves the channel protective layers 11 D only on a gate. Subsequently, the drain 

of TFT and the source region are formed. In this region, it is n +a-Si layer 11正andthe thickness 
120 of the thickness 50 [nm] degree, for example. The Ti layer of the [nm] degree is deposited. 
Then, it etches to a-Si layer 11 C. In this case, each inspection terminal 41-46 of TFTl and 
TFT2, each extraction electrode 47-411 and the local short circuit line 412 of TFT3 and TFT4, 
the guard ring 413, and the periphery short circuit line 15 are formed simultaneously. 
Subsequently, the protective film 11 F is formed. The protective film 11 F is the thickness 300, for 
example. The Si封筒mof the [nm] degree is used. 
[0033]A contact hole is formed in each inspection terminal 41-46 of TFT1 and TFT2, or each 
extraction electrode 4 7-411 of TFT3 and丁FT4. Then, ITO film 11 G of the thickness 70 [nm] 
degree is formed. Iτo film 11 G constitutes a picture element electrode in internal TFT. Thereby, 
TFT of TFT1-TFT4, or an inside is formed simultaneously. The element length and gate width of 
TFT1-TFT4 have desirable internal dimension and identitas of TFT. However, they may be 
changed by a case. After liquid crystal 料林参 inE塩よ（8),the glass substrate 11 is cut in the 
portion of the two-dot chain line Y, and it shifts like a panel assembler. 
[0034］τhus, according to the TFT-TEG pattern concerning the working example of the present 
invention, as shown in E盗ニ！.TFτ1-TFT 4 are provided inside the seal 1 3, and each inspection 
terminal 41-46 of TFTl and TFT2 is enclosed by the guard ring 413. For this reason, the guard 
ring 413 connected to the periphery short circuit line 15 in front of the time of creation inside 
[ TFT ] the liquid crystal display panel 20 concerned, i.e., a liquid crystal **** process, enables it 
to protect TFTl and TFT2 from static electricity, a plasma damage, etc. 
[0035]Thereby, the function to judge the quality of an internal transistor is maintained by 
inspecting the TFT1 concerned and TFT2, without carrying out direct contact to the original 
おnctionof TFT1 and TFT2, i.e円 aninternal picture element electrode. At this, it becomes 
possible to grasp correctly the characteristic of the inside TFT in front of liquid crystal ****・ As 
shown in E盗J_,the body part of the TFτ3 concerned and τFT 4 is provided inside the seal 13, 
and a part of each of that extraction electrode 47-411 is provided by the outside area of the 
seal 13.正achextraction electrode 4 7-411 is electrically connected to the local short circuit line 
412 connected to the periphery short circuit line 15. 
〔0036]Forthis reason, after the time of processing of a liquid crystal display panel, i.e., a liq主Jid
crystal **** process, the periphery short circuit line 15 and the local short circuit line 412 
enable it to protect TFT3 and TFT4 from static electricity, a plasma damage, etc. Thereby, like 
τFT1 and TFτ2, an original function is maintained and it becomes possible to grasp correctly the 
characteristic of the inside TFT after liquid crystal ＊＊＊＊・社 becomespossible by taking such a 
structure to manufacture τFT1-TFT4 which are not influenced by external conditions. 
[0037]Next, it describes about the characteristic inspection method of the liquid crystal display 
panel concerning the working example of the present invention, supplementing with the TFT-TEG 
pattern concerned. For example, in inspecting the characteristic of the inside τFT in front of 
liquid crystal ****・ it inspects TFτ1 and TFT2 of the TEG pattern 14. For example, 
characteristic measurement data is obtained from TFT2 which the drain and the gate short-
circuited. Since the gate voltage Vg and the drain voltage Vd serve as same electric potential, 
TFT2 shows diode characteristics. For example, the current rootld-voltage Vg characteristic of 
TFT as shown in .El亘ニ主isobtained. 主xtractionof the TFT characteristic in this case is performed 
as follows. Here, saturation current ldSAT which is TFT is (1) type, i.e., ldSAT=CWmu(Vg-Vth) 

2/2L.…（Vd>=Vg) (1) 
It is come out and shown. 
[0038]It is here and, as for element length and L, the electric capacity per unit area and mu are 
[CI mobility and WI gate voltage and Vth of element width and Vg] threshold voltage. (1) (2) 
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types [ ldSAT 112=(CWmu/2L) 112 (Vg-Vth)], i.e吋 whenthe square root of both sides is taken in a 

formula…（2) 
It becomes. (2) rootld-Vg characteristic that a formula is shown in B孟之whenvertical-axis 
ldSAT 1／〔thehorizontal axis Vg and] 2 is plotted is obtained. In this characteristic, the threshold value 

Vth can be found by inclination from the mobility mu and a horizontal-axis section‘A TFT 
characteristic can be described if one point of the measuring electric current Id is specified as 
this. If these TFτcharacteristic extraction data is used, it will become possible to manage a TFT 
characteristic. 
[0039]In panel-izing the characteristic inspection of the inside TFT after liquid crystal ****・ for 
example, it, conducting an environmental test inspection and carrying out subsequent TFT 
characteristic evaluation, in E盗よ（B〕， itcarries out the laser cut of each extraction electrode of 
TFT3 and TFT4 in the portion of the dashed line Z. Thereby, the source extraction electrode 47 
of TFT3, the gate extraction electrode 48 and the source extraction electrode 49, the source 
extraction electrode 410 of TFT 4, and the common extraction electrode 411 are separated from 
the local short circuit line 412. 
[0040]Then, based on characteristic measurement data, the characteristic inspection of the 
inside TFT is conducted like the case of TFTl of the point, and TFT2. For exam~le, in the 
rootld-Vg characteristic of TFT4, since the threshold voltage Vth shows the equivalent 
characteristic, ON of the inside TFT and OFF operation can be inspected. Thus, according to the 
characteristic inspection method of the liquid crystal display panel concerning the working 
example of the present invention, the characteristic inspection of the inside TFT is conducted 
based on the characteristic measurement data obtained from TFT1-TFT4. 
[0041 ]For this reason, it becomes possible to extract easily the parameter which describes the 
characteristic of the inside TFτfrom the characteγistic measurement data concerned, and it 
becomes possible from TFT characteristic extraction data to manage an internalτFT 
characteristic. According to the present invention, between the source extraction electrode 4 7 
ofτFT3, the gate extraction electrode 48 and the source extraction electrode 49, the source 
extraction electrode 410 of TFT 4 and the common extraction electrode 411 and the local short 
circuit lines 412 is cut in the case of the characteristic inspection of the inside TFT. 
[0042]For this reason, when the liquid crystal display panel concerned deteriorates by 
environmental tests, such as temperature, humidity, and a shock, the characteristic 
measurement data of TFT3 and TFT 4 can be obtained from each extraction electrode 4 7-411 
separated electrically. Thereby, it becomes possible to conduct the characteristic inspection of 
the inside TFT, without disassembling the liquid crystal display panel 20. 
[0043]Although described about the case of 1 set of TFT一丁正Gpatterns 14 in the working 
example of the present invention, when grasping distribution of aτFT characteristic, etc., it is 
good to provide two or more sets of patterns 14. Although described about the case of reverse 
stagger type TFT in the working example of the present invention, also in the element structure 
of not only this but right stagger type TFτ，an滋IM（耕etallnsulatorMetal) type, etc., the same 
effect as the present invention is acquired. 
[0044] 
〔E汗ectof the lnvention]As described above, according to the measurement transistors only for 
the characteristic of the present invention, the source of the transistor concerned, a drain, and 
each inspection terminal of a gate are surrounded with a conductive material. For this reason, 
the conductive material connected to the periphery highway in front of the liquid crystal **** 
process enables it to protect the transistor concerned from static electricity, a plasma damage, 
etc. 
[0045]According to the measurement transistors only for the characteristic of everything but the 
present invention, each of that extraction electrode is electrically connected to the local 
highway connected to the circumference highway. For this reason, after a liquid crystal **** 
process, a circumference highway and a local highway enable it to protect other measurement 
transistors only for the characteristic from static electricity, a plasma damage, etc. 
[0046]According to the characteristic inspection method of the present invention, the parameter 
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which describes the characteristic of an internal thin film transistor based on the characteristic 
measurement data of the measurement transistors only for the characteristic is extracted. For 
this reason, the quality decision of the internal thin film transistor in front of liquid crystal **** 
can be performed correctly. According to the characteristic inspection method of the present 
invention, between eaふ extractionelectrode of the measurement transistors only for the 
characteristic and local highways is cut in the case of the characteristic inspection after liquid 
crystal****・ For this reason, the characteristic measurement data which searches for the 
deterioration cause of the panel concerned can be obtained from each extraction electrode 
separated electrically, without disassembling an LCD panel. 
[0047]This becomes possible to grasp correctly the characteristic of the internal thin film 
transistor before and behind liquid crystal ****・ It largely contributes to o拝erof the highly 
reliable measurement transistors only for the characteristic. 

[Translation done.] 
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Drawing selection Representative drawing 
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* NOTICξS* 

JPO and INPIT are not responsible for any 
damages caused by the use of this tr ans I at ion. 

Page I of I 

1 .This document has been translated by computer. So the translation may not reflect the original 
precisely. 
2.**** shows the word which can not be translated. 
3.In the drawings, any words are not translated. 

CLAI話S

[Claim(s)] 
[Claim 1]In measurement transistors only for the characteristic which conduct a characteristic 
inspection of a thin film transistor which constitutes a liquid crystal display panel, Measurement 
transistors only for the characteristic, wherein the aforementioned measurement transistors only 
for the characteristic comprise a thin film transistor, a source of the aforementioned thin film 
transistor, a drain, and each inspection terminal of a gate are surrounded with a conductive 
material and the aforementioned conductive material is connected to a periphery highway. 
[Claim 2]In measurement transistors only for the characteristic which conduct a characteristic 
inspection of a thin film transistor which constitutes a liquid crystal display panel, The 
aforementioned measurement transistors only for the characteristic comprise a thin film 
transistor, and a drain extraction electrode, a gate extraction electrode, and a source extraction 
electrode of the aforementioned thin film transistor are electr匂allyconnected to a local highway, 
Measurement transistors only for the characteristic, wherein the aforementioned local highway is 
electrically connected to a circumference highway. 
[Claim 3]Measurement transistors only for the characteristic, wherein a drain and a gate of the 
aforementioned thin film transistor are electrically connected in Claim 1 and measurement 
transistors only for the characteristic of two descriptions. 
[Claim 4]In measurement transistors only for the characteristic of Claim 1, 2, and 3 description, a 
source, a drain. and a gate of the aforementioned thin film transistor, Measurement transistors 
only for the characteristic, wherein a part。fdrain extraction electrode of the aforementioned 
thin film transistor, gate extraction electrode, and source extraction electrode are provided by 
the seal inside which demarcates a liquid crystal of a liquid crystal display panel. 
[Claim 5]A characteristic inspection method conducting a characteristic inspection of a thin film 
transistor based on characteristic measurement data which is the method of conducting a 
characteristic inspection of a thin film transistor which constitutes a liquid crystal display panel, 
and is obtained from measurement transistors only for said characteristic according to claim 1 to 
4. 

〔Claim6]A characteristic inspection method, wherein between a drain extraction electrode of the 
aforementioned measurement transistors only for the characteristic, a gate extraction electrode 
and a source extraction electrode, and the aforementioned local highways is cut in a 
characteristic inspection method according to claim 5 in the case of a characteristic inspection 
of the aforementioned thin film transistor. 
[Claim 7]A liquid crystal display panel, wherein Claim 1 and measurement transistors only for the 
characteristic which consist of 2 are provided in a liquid crystal display panel which comprises 
two or more thin film transistors. 

[Translation done.] 
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(54) ［発明の名称］ 特性専用額定トランジスタ，特性検杢方法及び譲晶表示パネル

(57) （要約］

【目的】 本発明は特性専尾誠定トランジスタの改善に

関し、液晶表示パネルを構成する薄膜トランジスタの持

性検査をするトランジスタで、あって、当該薄膜トランジ

スタ基板の作或時及び表示パネルの加工後においても、

被検査対象の特牲を正確に把握すること。

【構或］ 特性専用認定トランジスタが薄膜トランジス

タから成り、そのソース， ドレイン設び、ゲートの各検査

端子が導電性材担により取り囲まれ、導電柱材料が暦辺

共通線に護続される 3 また、そのドレイン引出し竃極，

ゲート引出し電極及びソース引出し電極が局蔀共通線に

電気的に接続され、局部共通線が周囲共通線iこ電気的に

接続される。さらに、そのドレインとゲートとが電気的

に接続される。また、そのソース ドレイン及び、ゲート

と、各ドレインヲi出し電題，ゲート引出し電極及びソー

ス引出し電極の一部とが譲晶表示パネルの譲晶を画定す

るシール内｛支出こ設けられる。
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【特許請求の範醤】

［請求項 l】 譲品表示パネルを構成する薄膜トランジ

スタの特性検査をする特性専用部定トランジスタにおい

て、

前記特性専用測定トランジスタが薄膜トランジスタから

戒り、前記薄膜トランジスタのソース，ドレイン及びゲ

ートの各検査端子が導電柱材料により取り窪まれ、話記

導電性材料が毘辺共通隷に接続されることを持徴とする

特性専用測定トランジスタ。

【請求項2】 濠品表示パネルを構成する薄膜トランジ

スタの特性検査をする特性専用瀬定トランジスタにおい

て、

前記特性専用調定トランジスタが薄膜トランジスタから

成り、前記薄膜トランジスタのドレイン引出し電極，ゲ

ート引出し電極及びソース引出し電極が局部共通線に電

気的に接続され、前記局部共通線が詞囲共通線に電気的

に接続されることを特徴とする特性専用調定トランジス

タ。

【請求項3】 詰求項 1, 2記載の特性専用部定トラン

ジスタにおいて、前記薄膜トランジスタのドレインとゲ

ートとが電気的に接続されることを特教とする特性専用

測定トランジスタ。

［請求項4) 詰求項 1, 2, 3記載の骨性専罵朝定ト

ランジスタにおいて、前記薄膜トランジスタのソース，

ドレイン及びゲートと、前記薄膜トランジスタのドレイ

ン引出し電極，ゲート引出し電極及びソースヲi出し電極
の一部とが液品表示パネルの液晶を画定するシール内側

に設けられることを特徴とする持性専用測定トランジス

タ。

【請求項5】 液晶表示パネルを構成する薄摸トランジ

スタの特性検査をする方法で、あって、前記詰求項1～ 4

記載の帯性専用語日定トランジスタから寄られる特性測定

データに基づいて薄膜トランジスタの特性検査をするこ

とを特徴とする特性検査方法。

E請求項6) 詰求項5記載の特性検査方法において、
前記薄摸トランジスタの特性検査の擦に、前記特性専用

誕定トランジスタのドレイン引出し電鍾，ゲート引出し

電極及びソース引出し電極と誌記局喜~共通鰻との間が切

断されることを特徴とする特性検査方法。

【請求項7】 護数の薄膜トランジスタから成る液品表

示パネルにおいて、議求項1 2よりなる持性専理灘定

トランジスタが設けられることを特徴とする液晶表示パ

ネル。

［発明の詳報な説明］

[0001）〔目次）

産業上の利用分野

従来の技術（図3)

発明が解決しようとする課題

課題を解決するための手段

作用

(2) 

実抱例（留し 2)

発明の効果

[0002) 

持関平7-56192

【産業上の利用分野］本発現は、特性専用測定トランジ

スタ，特性検査方法及び液晶表示パネルに関するもので

あり、更に詳しく言えば、譲晶表示パネルを構成する薄

襲トランジスタ（以下単にTFτ という）の特性検査を

するτEG (Test E 1 ement Group）パターン及びそ

の検査方法の改善に関するものである。

【00 0 3］近年，電子機器のコンパクト化の要請から

奥行きの大きいCRT （冷陰極管）装置に置き代わり奥

行きの少ない液品表示装置（以下単にLc Dという）が
使用される。表示パネルは複数のTF Tと画素電極から

戚り、そのゲート線〈走査線）とドレイン線（信号線〉

とがマトリクス状に配重される。これによれば、内部の

TF T特性を把握するために、表示パネルにτEGパタ

ーンが設けられる。しかし、 TE Gパターンの配置笛所

や電極の取扱により、静電気及びプラズマダメージ等が

受け易くなる。これにより、当該パターンのTF T特性

が内部のTF Tの持性と異なることがある。

[0004］そこで、 TF T基板の作成時及び表示パネ

ルの加工後においても、内部TF Tの特性を正確に把握

することができるパターン及びその検査方法が望まれて

いる。

[O 0 0 5】

【従来の技術］図3は従来椀に係るTFT-TE Gパタ

ーンの構成歯である。図3 (A）はLCDの平面図であ

り、密3 (B）は外部j設量型のTFT-TE Gパターン

の平語図であり、図3 (C）は内側設置型のTFT-T 

E Gパターンの平面図をそれぞれ示している。

【00 0 6）例えば、液晶表示をする液晶パネル 10 4ま

図3 (A）において、ガラス基板Iに画議表示部Zと外

側設置主主のTFT-TE Gパターン4と異錯し、画｛象表

示部2がTF Tと画素電極から成る。画録表示蔀2に

は、液晶が充填され、それがシール3により冨定され

る。当該TE Gパターン4誌シール3を墳にして外側，

すなわち、液晶の非充填部に設けられる。パターン設量

の呂的は、画｛象表示蔀2のTF T特性を把握するためで

ある。例えば、内部の画素電極に直接接触せずに、当該

パターンを検査することにより、 TF Tの長否を判定す

る。

【00 0 7］τE  Gパターン4は図3 (B）において、

画像表示部2のTF Tと同様なTFτ講造を有し、その

ソースがソース検査端子4Aに接続され、そのゲートが

ゲート検査端子4B ~こ接続され、そのドレインがドレイ

ン検査端子4Cにそれぞれ接続される。なお、 i材担u設置

型のTFT TE Gパターン5は図3 (C）において、

シール3を壌にして内部，すなわち、液晶の充填部内に

設けられる。 TE Gパターン5は画f象表示部2のTFT 

と同様なTF T講造を有し、そのソースがソースヲi出し
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電極5A~こ撞続され、そのゲートがゲートヲ i出し電極 5

5に接続され、そのドレインがドレインヲi出し電極SC
にそれぞれ接続される。なお、各電極SA～ SCが題辺

共通線6に接続される。

[O 0 0 8】

【発明が解決しようとする課題］ところで、従来併のT

E Gパターン4tこよれば図3 (A）に示すように、 TF 

T部がシール3の外慎uに設けられる。また、 TE Gパタ

ーン5によれば密3 (C）に示すように、 TF T部がシ

ール3の内債uに設けられ、その各引出し電極がシール3

の外傑で題辺共通線6に接続される。このため、次のよ

うな問題がある。

【00 0 9］① τF T-TE Gパターン4では、画像

表示部2のTF T基板を作成する工程で、静電気及びプ

ラズマダメージ等が受け易い。これにより、当該パター

ン4のTF T特性が酉像表示部2のTFTの特性と異な

ることがある。例えば、 TFTのゲート電在対ドレイン

電流（Vg-Id）特性において、麗僅電圧Vthのシフ

トにより、トランジスタ動作のGN, OFF不良を生じる

恐れがある。これにより、本来のTE Gパターンの機能

が損なわれる。

[O 0 1 0】② また、 TFT-TE Gパターン5で

辻、 TF Tの各引出し電極SA～ SCが周辺共通線6に

電気的に接続されるため、 τFτ基板の作成時には、静

電気及びプラズマダメージ等の影響を受けない。しか

し、図3 (C）に示すように、二点鎖線Xを境にして、

各引出し電極SA～ SCと周辺共通線6とをレーザカッ

トし、その後、 TF T特性の測定を行っている。

[0011］このため、表示パネル 10の加工工程にお

いて、各ヲi出し電極SA～ SCが周辺共通線6から切り
離されて極々強立した状態，すなわち、電気的フローテ

イング状態となる。このことで、パネル耳支援時の静電気

に対してTE Gパターン St／•非常に弱くなり、 T E Gパ

ターン（以下特性専屠測定トランジスタともいう） 4と

同様に、その機能が損なわれる。これにより、語録表示

蔀 2のTFT （以下被検査対象ともいう）の特性を正確

に把握することが陸難となる。

[0012］本発明は、かかる従来例の語題点に鑑み創

作されたものであり、薄膜トランジスタ基板の作成時及

び表示パネルの加工後においても、被検査対象の特性を

正確に把握することが可能となる特性専用測定トランジ

スタ，特性検査方法及び譲品表示パネルの提誤を目的と

する。

【00 1 3] 

【課題を解決するための手段］本発明の第1の特性専用

測定トランジスタは、その実蕗拐を図 lに示すように、

液晶表示パネルを構成する薄襲トランジスタの特性検査

をする特性専用測定トランジスタにおいて、前記特性専

用認定トランジスタが薄膜トランジスタから或り、前記

薄膜トランジスタのソース， ドレイン及びゲートの各検

(3) 特龍平7-56192

査端子が導電性材料により取り囲まれ、前記導電性材料

が周辺共通線に接続されることを特徴とする。

〔00 1 4］本発明の第2の特性専用測定トランジスタ

誌、その実譲例を図 uこ示すように、；夜品表示パネルを
構成する薄膜トランジスタの特性検査をする特性専用語

定トランジスタにおいて、言語己特性専尾誠定トランジス

タが薄膜トランジスタから或り、前記薄膜トランジスタ

のドレイン引出し電極，ゲートヲ！出し電極及びソース引

出し電極が局部共通隷に電気的に接続され、前記局部共

通線が屑密共通隷に電気的に接続されることを特徴とす

る。

[0015］なお、本発明の第し第2の特註専用測定

トランジスタにおいて、前記薄膜トランジスタのドレイ

ンとゲートとが電気的に接続されることを特設とする。

また、本発明の第 l，第2の特性専用測定トランジスタ

において、誌記薄膜トランジスタのソース， ドレイン及

びゲートと、前記薄膜トランジスタのドレイン引出し電

極，ゲート引出し電極及びソース引出し電極の一部とが

液晶表示パネルの液品を画定するシール内部に設けられ

ることを特徴とする。

[O 0 1 6】本発明の特性検査方誌は、液晶表示パネル

を構成する薄襲トランジスタの特性検査をする方法であ

って、本発明の第し第2の持性専用溺定トランジスタ

から得られる特性測定データに基づいて薄膜トランジス

タの特性検査をすることを特設とする。なお、本発明の

特性検査方法において、前記薄膜トランジスタの特性検

査の擦に、能言己特J註専尾溺定トランジスタのドレイン引

出し電極，ゲート引出し電極及びソース引出し電極と、

前記局部共通線との間が切断されることを特徴とする。

[ 0 0 1 7〕本発明の液晶表示パネルは、援数の薄，嘆ト

ランジスタから成る液品表示パネルにおいて、請求項

1, 2よりなる特性専用調lj定トランジスタが設けられる

ことを持徴とし、上記百的を達成する。

[O 0 1 8] 

U乍用］本発明の第 Iの特性専用認定トランジスタに
よれば、その実蕗｛売を図 13こ示すように、当該特性専用

語草定トランジスタがシール内側に設けられ、そのソー

ス， ドレイン忍び、ゲートの各検査端子が導竜性材料によ

り取り囲まれる。このため、当該液晶表示パネル内部の

薄膜トランジスタの作或音寺，すなわち、液晶封じ工程前

において、題辺共通隷に接続された導電性材料により、

静電気及びプラズマダメージ等から特性専用測定トラン

ジスタを保護することが可能となる。

[O 0 1 9］本発明の第2の特性専層部定トランジスタ

によれば、その実施例を図 1tこ示すように、当該特性専

用部定トランジスタの本体部及びその各ヲi出し電極の一
部がシール内側に設けられる。また、各引出し霊極が、

周密共通棋に接続された局部共通線に電気的に接続され

る。このため、液晶表示パネルの加工時，すなわち、液

晶封じ工軽後において、周囲共連線及び局部共通謀によ
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り、静電気及びプラズマダメージ等から第2の特性専用

測定トランジスタを援護することが可能となる。

【00 2 0）これにより、特性専用灘定トランジスタの

本来の機能が維持され、譲晶封じ言自の内部薄膜トランジ

スタの特性を正確に把握することが可能となる。本発明

の特性検査方法によれば、第し第2の特性専用測定ト

ランジスタから得られる特性認定データに基づいて薄膜

トランジスタが存性検査される。例えば、ドレインとゲ

ートとが電気的に接続された特性専用溺定トランジスタ

から特J註測定データが得られる。このため、当該特性測

定データから薄膜トランジスタの特’註を記述するパラメ

ータを容易に抽出することが可能となる。

【00 2 1）また、本発明の特性検査方法によれば、内

部薄膜トランジスタの特性検査の際に、特性専用語定ト

ランジスタの各ヲi出し電極と、局部共通報との間が切断
される。このため、温震，湿度，第撃等の環境試験によ

り、当該液晶表示パネルが劣化した場合等に、電気的に

切り離された各引出し電極から特性専用制定トランジス

タの特性測定データを得ることができる。

[0022）本発明の液晶表示パネルによれば、本発明

の第 l，第2の特性専用測定トランジスタが設けられ

る。このため、渡晶表示パネルを構成する護数の薄膜ト

ランジスタの特牲を第 l，第2の特性専用認定トランジ

スタから正確に把握することができる。

【0023】

【実施関］次に、図を参窯しながら本発明の実施例につ

いて説明をする。図 1, 2は、本発明の実露関に係るT

FT-TE Gパターン及びTF T基板の特性検査方法を

説明する図である。図 1 (A）は、本発明の実施例に係

るτFT基板の平面図であり、図 1 (B）は、そのTF 

T-TE Gパターンの平面図をそれぞれ示している。

【00 2 4）例えば、逆スタガ、型の薄膜トランジスタ

（以下TFTという）を内蔵する複晶表示パネルの場合

について説明をする。当該表示パネル20は密 1 (A) 

に示すように、ガラス基板 11 Lこ画像表示部 I2とTF 

T TE Gパターン I4と呉錆し、画像表示部 12が内

部TF Tと画素電極から成る。画像表示部 12＇こは、液

晶が充填され、それがシール 13により画定される。

【0025】TFT-TE Gパターン 14は特性専用灘

定トランジスタの一関であり、液晶表示パネル20のT

FTの特性検査をするパターンである。当該TE Cパタ

ーン 14はシール 13を境にして内｛員lj，すなわち、渡晶

の充填部内に設けられる。パターン設置の呂的は、画f象

表示部12のτFT特性を把握するためである。すなわ

ち、当該パターンを検査することにより、内部の画素電

揮に直接接触せずに、そのTF Tの良否を判定すること

カミできる。

[0026）図 1 (B）において、 TE Gパターン I4 

は4つのダミー薄膜トランジスタ（以下単にTFTl～

TFT4という）から成り、 TFTI, TFT Zは第 l

(4) 特需平7-56192

の特性専摺測定トランジスタの一例である。 TFT 3, 

TFT4は第2の特性専用測定トランジスタの一鰐であ

り、いずれも画擾表示部 12のTF Tと同様な講造を有

する。その構造については、図2 (A）において詳述す

る。

【0027] TFTlのソースはソース検査端子41に

接続され、そのゲートがゲート検査端子42 tこ接続さ

れ、そのドレインがドレイン検査端子43にそれぞれ接

続される。 TFT2のソース誌ソース検査端子44に接

続され、そのゲートがゲート検査端子45 tこ接続され、
そのドレインがドレイン検査端子46＇こそれぞれ接続さ

れる。 TFT2のゲートはドレインに接続される。

[0028］なお、 TFT l，ソース験査端子41，ゲ

ート検査端子42及ワドレイン検査端子43やTFT 

2，ソース検査端子44，ゲート検査端子45及びドレ

イン検査端子46がガードリング413~こ取り留まれる。

ガ、ードリング413詰導電性材料の一例であり、それが居

辺短絡線 15＇こ接続される。周辺短絡隷 15は周辺共通

線の一関であり、液晶が封じ込まれた画像表示蔀12の

外側領域に配置される。

[0029] TFT3のソースはソースヲi出し電題47 
に接続され、そのゲートがゲート引出し電極48 fこ接続

され、そのドレインがドレインヲi出し電極49にそれぞ
れ接続される。 TFT3のソースはソース引出し電極41

0 Lこ譲続され、そのゲートがゲート・ドレイン共通引出

し電極411にそれぞれ接続される。なお、 TFT4のゲ

ートとドレインとが接続され、 5本の引出し電極47～ 

41 1の一部は液晶を画定するシール 13の外側領域に引

き出される。

[0030］また、 TFT3のソース引出し電極47' 

ゲート引出し電極48及びソースヲi出し電極49及びT
FT4のソース引出し電極410，共通引出し電極411

が、シール 13の外側額援において、ローカル短絡緯41

2に電気的に接続される。ローカル短絡線412は局部共

通線の一例であり、底辺短結線 15に電気的？こ接続され

る。

【00 3 1］次に、 τFT 1～ T FT4の形或方法を説

明する。なお、 TFτl～T FT4誌内部のTF Tと同

工程により形成される。その構造を密2 (A）に示すよ

うに、まず、ガラス基板11A上に、ゲートを形成する。

ゲートは，例えば、膜厚80 [nm〕程震のA 1，又詰

T iをj頓次積層し、それをバターニングする。次に、ゲ

ートの誘電f本膜11B, a S i層lI C及びチャネル保護

層11Dを連続して形成する。誘電体襲11Bには、例え

ば、膜厚400 〔nm〕程度のSi N震を用いる。次い

で、保護軍11Dfこは、例えば、膜厚400 〔nm〕程度の

s i N震を用いる。 a-Si層11cは重訂乍活性層とな
るO

[0032］次に、ゲート土にのみにチャネル保護層l1 

Dを残す。次いで、 TFTのドレイン，ソース領域を形
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戒する。この領域には、例えぱ、膜厚50 〔nm〕程度

のn+a-S i層l1 Eと膜厚120 〔nm〕程度のTi層

とを堆積する。その後、 a-Si層l1 Cまでエ、ソチング

する。この擦に、 TFTl, T Fτ2の各検査端子41 

～ 4 6やTFT3, TFT4の各引出し電極47～411 

及び、ローカル短絡線412，ガードリング413及び霜沼

短絡線 15を再持に形成する。次いで、保護摸11Fを形

成する。保護膜11Fは、例えば、膜厚300 〔nm〕程度

のSi N膜を用いる。

(0033）さらに、 TFT I，τF T2の各検査端子

4 1～46やTFT3, TFT4の各ヲi出し電極47～ 
411 3こコンタクトホールを形成する。その後、膜厚70

〔nm〕程度の ITO摸11むを形成する。 ITO襲llG

は内部のTF Tにおいて画素電極を構成する。これによ

り、 TF T 1～ TFT4や内部のTF Tが同時に形或さ

れる。なお、 TF T 1～T FT4の素子長やゲート鱈

は、内部のTFTの寸法と同ーが望ましい。しかし、そ

れらを場合によって変更しても良い。また、譲品封じ後

は、図 1 (B）において、二点鎖隷Yの部分でガラス基

板 11がカットされ、それがパネル組み立て工程に移行

される。

【00 3 4）このようにして、本発明の実施割に係るT

FT TE Gパターンによれば、毘 1に示すように、 T

FT 1～ T FT4がシール 13の内部に設けられ、 TF 

Tl, TFT2の各検査器子41～46がガードリング

413により取り留まれる。このため、当該渡品表示パネ

ル20の内部TF Tの作成時，すなわち、液晶封じ工程

(5) 特開平7-56192

議能，すなわち、内部の彊素電極に亘接接語せずに、当

該τFTl, TFT2を検査することにより、内部トラ

ンジスタの長否を判定するという機能が維持される。こ

のことで、譲晶封じ前の内部TF Tの特性を正確に把握

することが可能となる。また、図 1~こ示すように、当該

T Fτ3, TFT4の本体部がシール 13の内側に設け

られ、その各引出し電極47～411の一部がシール 13 

の外側領域に設けられる。また、各引出し電極47～41 

1が、麗辺短絡線 15＇こ接続されたローカル短絡線 412

に電気信に接続される。

【0036】このため、液晶表示パネルの加工時，すな

わち、譲晶封じ工程後において、周辺短絡線 15及びロ

ーカル短絡隷412fこより、静電気及びプラズマダメージ

等からTFT3, T Fτ4を保護することが可能とな

る。これにより、 TFT 1, T Fτ2と同様に、本来の

機能が維持され、液晶封じ後の内部TF Tの特性を正確

に把握することが可能となる。また、このような講造を

採ることにより、外部条件に左右されないTF T 1～ T 

FT4を製造することが可能となる。

【00 3 7）次に、本発明の実施例に係る液品表示パネ

ルの特性検査方法について、当該τFT－τE  Gパター
ンを補足しながら説明をする。伊iえば、譲品封じ話の内
部TF Tの特性を検査する場合には、 τEGパターン 1

4のTFT 1やTFT2を検査する。例えば、ドレイン

とゲートとが短絡されたTFT2から特性誕定データが

得られる。なお、 TFT2はゲート電圧Vgとドレイン

電圧Vdとが関電位となることから、ダイオード特牲を

前において、属辺短絡線I5＇こ譲続されたガードリング 示す。例えば、密2に示すようなTF Tの電流JId-
413により、静電気及びプラズマダメージ等からTFT 電圧Vg特性が得られる。この擦のTFT特性の抽出法

1, TFT2を保護することが可能となる。 以下のように行う。ここで、 TF Tの飽和電流 IdsAT 

【0035】これにより、 TFTl, TFT2の本来の は仕）式，すなわち、

I d SAT =cwμ, (V g -Vth) 2 / 2 L. CV d ~三 V g) …・ー ( 1 ) 

で示される O

(0038］ここで、 Cは単生面積当たりの電気容量，

μは移動度、 Wは素子長， Lは素子幅， Vgはゲート電

I d SAT l/2 = (cwμ/ 2 L) 1/2 

となる。 (2）式を横軸Vg，縦軸 Id SAT 1/2をプロ

ツトすると、図21こ示すようなJId-V g持性が得ら
れる。この特牲において、｛嘆きが移動度μ，横事鹿切片か

ら関イ直Vthが求まる。これに溺定電流Idの一点を指定

すれば、 TF T特性老記述することができる。これらの

TF T特性抽出データを用いるとTF T特性の管理をす

ることが可能となる。

【00 3 9］また、液晶封じ後の内部TF Tの持性検

査，例えば、それをパネルfとして環境試験検査をし、そ
の後のτFT特性評髄をする場合には、醤 1 (B）にお

いて、破線Zの部分でTFT3, TFT4の各引出し電

極をレーザカットする。これにより、 TFT3のソース

引出し電極47，ゲート引出し電極48及びソースヲ！出

し電極49と、 TFT4のソースヲi出し電極410，共通

在， Vthは関イ重重圧である。 ( 1）式において、両辺の

平方根をとると、 (2）式，すなわち、

(V g-Vth）……（2) 

引出し電極411が、ローカル短絡線412から分離され

る。

(0040］その後、先のTF Tし TFT2の場合と

同様に特性測定データに基づいて内部TF Tの特性検査

をする。例えば、 TFT4のJId-V g特性におい
て、関値電正Vthが同等な特性を示すことから、内部T

F TのGN, OFF動作を検査することができる。このよ

うにして、本発明の実施例に係る譲晶表示パネルの特性

検査方法によれば、 TFT 1～ T Fτ4から得られる特

性弼定データに基づいて内部TF Tが特性検査される。

【00 4 1］このため、当該特性測定データから内部T

F Tの特性を記述するパラメータを容易に抽出すること

が可能となり、 TF T特性抽出データから内部TF T特

性の管理をすることが可能となる。また、本発明によれ
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ば、内部TFTの特性検査の際に、 TFT3のソースヲi
出し電極47，ゲート引出し電撞48及び、ソース引出し

電極49と、 τFT4のソース引出し電極410，共通引

出し電極411と、ローカル短絡線412との間が切断され

る。

(0042］このため、温室，湿震，衝撃等の環境試験

により、当該液品表示パネルが劣化した場合等に、電気

的に切り離された各引出し電撞47～411かろTFT 

3, TFT4の特性認定データを得ることができる。こ

れにより、渡晶表示パネル20を分解することなく、内

部TFTの特性検査をすることが可能となる。

【00 4 3］なお、本発明の実施例では、 1組のTFT 

-TE Gパターン 14の場合について説明したが、 τF

T特性の分布等を把握する場合には、擾数組のパターン

1 4を設けると長い。また、本発明の実蕗艇では逆スタ

ガ型のTF Tの場合について説明をしたが、これに躍ら

ず、正スタガ型のτFTやM IM (Metal Insulator 

Metal)型等の素子構造においても、本発明と同様な効

果が得られる。

(0 0 4 4】

【発明の効果］以上説明したように、本発明の特性専用

測定トランジスタによれば、当該トランジスタのソー

ス， ドレイン及びゲートの各検査端子が導電性材料によ

り取り固まれる。このため、液品封じ工程前において、

周辺共通纏に接続された導電性材料により、静電気及び、

プラズマダメージ等から当該トランジスタを保護するこ

とが可能となる。

【00 4 5］また、本発明の他の特性専用部定トランジ

スタによれば、その各引出し電極が、周囲共通線に接続

された局部共通線に電気的に接続される。このため、液

晶封じ工程後において、題囲共通隷及び昆吾~共通線によ

り、静電気及びプラズマダメージ等から飽の特性専悪瀦

定トランジスタを保護することが可能となる。

【0046】本発暁の特性検査方法によれば、特性専用

測定トランジスタの特性関定データに基づいて内部の薄

膜トランジスタの特性を記述するパラメータが抽出され

る。このため、液晶封じ誌の内部薄摸トランジスタの良

(6) 特語平7-56192

否判定を正確に行うことができる。また、本発明の特性

検査方法によれば、譲晶封じ後の特性検査の際に、特笠

専用測定トランジスタの各引出し電極と、馬部共通謀と

の関が切断される。このため、 LCDパネルを分解する

ことなく、電気的に切り離された各引出し電極から、当

該パネルの劣化原習を探索する特性測定データを得るこ

とができる。

【00 4 7］これにより、譲品封じ前後の内部薄膜トラ

ンジスタの特性を正確に把握することが可能となる。ま

た、高信頼衰の特性専用誕定トランジスタの提供に寄与

するところが大きい。

［図面の麓単な説明〕

〔図 1〕本発明の実施例に保るτFT－τE  Gパターン
の携成図である3

【図2］本発明の実蕗棋に係るTFT－τE  Gパターン
の播足説明習である。

［留3】従来伊U＇こ係る TFT-TE Gパターンの構或密

である。

［符号の説明］

1 1 ...ガラス基板、

1 2…画復表示部、

1 3・．，シール、

1 4・・・TFT-TEGパターン〈特性専用測定トランジ

スタ）、

1 5…毘辺短絡隷（周辺共通線）、

τF T 1～T FT4・・・ダミー薄膜トランジスタ〈第し

第2の特性専用測定トランジスタ）、

4 1, 4 4…ソース検査端子、

4 2, 4 5…ゲート検査端子、

4 3, 4 6…ドレイン検査端子、

4 7. 410・・・ソース引出し電極、

4 8…ゲート引出し電極、

4 9.ードレイン引出し電語、

411…ゲート・ドレイン共通引出し電極、

412…ローカル短絡線（局部共通線）、

413 .ーガードリング413 〈導電性材料）。
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【図 1）【図2】

.<j>；発i現のき莞S色倒tこ係る TFT-TEG ,., 1Z ンff）構成樹 本発明の実施11J~と係る TFT-TEG,1.'-!' －／の字書王立説明部
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特罷平7-56192(8) 

【図3]
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forth in section 102 of this title, if the differences between the subject matter sought to be patented and 
the prior art are such that the subject matter as a whole would have been obvious at the time the 
invention was made to a person having ordinary skill in the art to which said subject matter pertains. 
Patentability shall not be negatived by the manner in which the invention was made. 

2. Claims 1-12 are rejected under 35 U.S.C. 103(a) as being unpatentable over 

Hirayama et al. (hereinafter“Hirayama”）， US Patent No. 7,034,442, in view of Sato et al. 

(hereinafter”Sato”）， US Patent No. 7, 167, 154 and further in view of Chazan et al. 

(hereina社er“Chazan”）， US Patent No. 6,262,579. 

Regarding claim 1, Hirayama teaches a display device (electro-optical device 1; 

fig. 2) comprising: a coordinate input device including a transparent substrate having 

detection electrodes disposed in a detection region corresponding to a contact position 

(pixel region 12; fig. 2), the transparent substrate having a first signal interconnect 

disposed in a region outside the detection region (interconnects 30, 32, 34, 44, 46 and 

48; fig. 2), the first signal interconnect having one end connected to the detection 

electrodes and being formed with a first electrode terminal at the other end thereof (fig. 

7 and accompanying text), and a flexible interconnect substrate connected to the first 

electrode terminal (interconnect substrate 2; fig.1 ), the flexible interconnect substrate 

used for supplying a driving signal to the detection electrodes by way of the first signal 

interconnect and extracting a detection signal from the detection electrodes (col. 9, lines 

39-62); and a display panel for image display based on a video signal from an external 
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system (display region 12; figs. 1, 2, 13 and 14); wherein the coordinate inputting device 

has a second interconnect disposed outside the first signal interconnect but near the 

peripheral edge of the transparent substrate (side interconnect 22; fig. 2). 

Hirayama fails to teach wherein the second signal interconnect surrounds the 

area where the detection region is included and the first signal interconnect is formed. 

However, in the same field of endeavor, Sato teaches an inspection circuit (see 

fig. 3, element CC) and an inspection terminal (see fig. 3, element CPAD) mounted on a 

substrate that surrounds a detection area. 

Therefore, it would have been obvious to one of ordinary skill in the art at the 

time of the invention to combine the teachings of Sato with the teachings of Hirayama to 

provide a display device requiring the least number of manufacturing processes (col. 4, 

lines 13-15). 

Hirayama and Sato fail to teach the second signal interconnect being opened at 

opposite ends thereof and being connected to respective electrode terminals for 

inspection at the open ends, and wherein the second signal interconnect is formed of a 

thin conductive film disposed along the peripheral edge portion of the transparent 

substrate. 

However, in the same field of endeavor, Chazan teaches a method and structure 

for detecting open vias in interconnect substrates wherein the interconnects are 

connected to terminals for inspection (see fig. 3 and accompanying text; elements 130 

and 170). 
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Therefore, it would have been obvious to one of ordinary skill in the art at the 

time of the invention to combine the teachings of Chazan with the teachings of 

Hirayama and Sato to provide a device and testing methods that is more accurate and 

less time consuming (col. 4, lines 50-52). 

Regarding claim 2, Chazan teaches wherein the second signal interconnect has 

a colored thin film layer or a thin film layer having a transmittance at a predetermined 

level or less (col. 8, lines 43-63). 

Regarding claim 3, Chazan teaches wherein the second signal interconnect has 

a thin metal film layer (fig. 2; col. 6, lines 38-56). 

Regarding claim 4, Chazan teaches wherein the second signal interconnect is 

formed of two or more conductive thin films (fig. 2 and accompanying text). 

Regarding claim 5, Chazan teaches wherein the second signal interconnect has 

one end connected to an identical electrode terminal for inspection and the other end 

connected to different electrode terminals for inspection (interconnects terminating at 

contact pads; figs. 5a-5b). 

Regarding claim 6, Hirayama teaches wherein the flexible interconnect substrate 

has a third electrode terminal connected to the second signal interconnect at a position 

different from that of the region for forming the second electrode terminal connected 

with an external system (figs. 1 and 2, elements 2 and 3). 

Regarding claim 7, it has similar limitations to those of claim 1 and is rejected on 

the same grounds presented above. 
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Regarding claims 8-12, they have similar limitations to those of claims 2-6 and 

are rejected on the same grounds. 

Conclusion 

Any inquiry concerning this communication or earlier communications from the 

examiner should be directed to KENNETH B. LEE JR whose telephone number is 

(571 )270-3147. The examiner can normally be reached on Mon. -Fri. 7:30AM -4:00 

PM EST. 

If attempts to reach the examiner by telephone are unsuccessful, the examiner’S 

supervisor, Alexander Eisen can be reached on 571-272-7687. The fax phone number 

for the organization where this application or proceeding is assigned is 571-273-8300. 

Information regarding the status of an application may be obtained from the 

Patent Application Information Retrieval (PAIR) system. Status information for 

published applications may be obtained from either Private PAIR or Public PAIR. 

Status information for unpublished applications is available through Private PAIR only. 

For more information about the PAIR system, see http://pair-direct.uspto.gov. Should 

you have questions on access to the Private PAIR system, contact the Electronic 

Business Center (EBC) at 866-217-9197 (tol卜free).If you would like assistance from a 

USPTO Customer Service Representative or access to the automated information 

system, call 800-786-9199 (IN USA OR CANADA) or 571-272-1000. 

/KEVIN M NGUYEN/ 
Primary Examiner, Art Unit 2697 

/KENNETH BLEE JR/ 
Examiner, Art Unit 2697 
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520.51700XOO 

INτHE UNITED STATES PAT豆NTANDτRAD主MARKOFFICE 

Applicants: ANNO et al 

Serial No.: 13パ51362 

Filed: June 2, 2011 

For: Display Device 

Art Unit: 2697 

Examiner: K. Lee, Jr. 

Conf. No.: 4779 

Mail Stop: Amendment 
Commissioner For Patents 
P.O. Box 1450 
Alexandria, VA 22313-1450 

Sir: 

A悶ENDME剖丁

August 26, 2013 

The following amendments and remarks are respectfully submitted in 

connection with the above-identified application, in response to the Office Action 

dated May 30, 2013.丁heamendments are as listed below. 

Amendments to the Specification; 

Amendments to the Claims; 

Amendments to the Drawings Describing Changes; 

Amendments to the Abstract; 

宍emarksare included following the amendments; and 

An Appendix including drawing figures is attached following the Remarks. 
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Amendments to the Soecification: 

E呈♀旦ユ皇， amendthe paragraph beginning on line 11 as follows. 

As shown in Fig. 3, the tetl§件担当豆包panelTP of Embodiment 1 also has a third 

substrate SUB3 comprising a flat transparent glass substrate or plastic substrate. The 

抱tf9件担些江panelTP has electrodes formed on the third substrate SUB3 on the side of 

the main surface thereof (liquid crystal display panel) in this emむodiment.τheelectrodes 

are used to detect a position of contact with an operator's finger (not illustrated), etc. For 

example，告rstdetection electrodes YSE extend in the direction X and are juxtaposed in 

the direction Y for detecting the coordinate position in the direction Y. Second detection 

electrodes XSE extend in the direction Y and are juxta戸osedin the direction X for 

detecting the coordinate position in the direction X, with the electrodes YS豆and

electrodes XSE being intersected by way of an insulating film (not illustrated). In 

Embodiment 1 the first detection electrodes YSE and the second detections electrode 

XSE are formed in the transparent region TTA of the touch panel TP, thereby allowing for 

detection of the coordinate positions in the direction X and in the direction Y within the 

transparent region TT A. Since the liquid crystal display panel PNL is disposed at the back 

of the touch panel TP, the first detection electrodes YSE and the second detection 

electrodes XSE, and an unillustrated insulating film which are formed within the 

transparent region TT A should be formed of a transparent material so that an operator 

can view the display content displayed on the liquid crystal panel. 

2 

BOE Ex. 1002, p. 222
BOE v. Paneltouch

IPR2025-01482



Amendments to the Claims: 

This listing of claims will replace all prior versions, and listings, of claims in the 

application: 

Listinq of Claims: 

1. (curren討yamended) A display device comprising: 

a coordinate input device including 

a transparent substrate having detection electrodes disposed in a detection region 

corresponding to a contact position, the transparent substrate having a百店tsignal 

interconnect disposed in a region outside the detection region, the伝説signalinterconnect 

having one end connected to the detection electrodes and being formed with a first 

electrode terminal at the other end thereof, and 

a flexible interconnect substrate connected to the first electrode terminal, the 

flexible interconnect substrate used for supplying a driving signal to the detection 

electrodes by way of the first signal interconnect and extracting a detection signal from the 

detection electrodes; and 

a display panel for image display based on a video signal from an external system, 

the coordinate input device being disposed on the display panel at the side of a display 

screen; 

wherein the coordinate inputting device has a second signal interconnect disposed 

outside the first signal interconnect but near the peripheral edge of the transparent 

SUむstrate,the second signal interconnect surrounding the area where the detection region 

is included and the告rstsignal interconnect is formed, the second signal interconnect 

being opened at opposite ends thereof and being connected to respective electrode 

terminals for inspection at the open ends, [[and]] 

3 
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wherein the second signal interconnect is formed of a thin conductive film disposed 

along the peripheral edge portion of the transparent substrate~ 

wherein the second sianal interconnect is disposed alona the peripheral edae of 

three sides of the transoarent substrate. 

2. (original) A dis戸laydevice according to claim 1, wherein the second signal 

interconnect has a colored thin film layer or a thin film layer having a transmittance at a 

predetermined level or less. 

3. (original) A dis戸laydevice according to claim 1, wherein the second signal 

interconnect has a thin metal罰Imlayer. 

4. (original) A display device according to claim 1, wherein the second signal 

interconnect is formed of two or打loreconductive thin films. 

5. (original) A display device according to claim 4, wherein the second signal 

interconnect has one end connected to an identical electrode terminal for inspection and 

the other end connected to different electrode terminals for inspection. 

6. (original) A display device according to claim 1, wherein the flexible interconnect 

substrate has a third electrode terminal connected to the second signal interconnect at a 

posi討ondifferent from that of the region for forming the second electrode terminal 

connected with an external system. 

7. (currently amended) A display device comprising: 

4 
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a主持キtransoa汚 ntsubstrate formed with 

a plurality of video signal lines, 

a plurality of scanning signal lines intersecting the video signal lines, 

electrode terminals receiving a driving signal and a c。ntrolsignal from the video 
signal lines, the scanning signal lines, and an external system, and 

a third signal interconnect connecting the video signal lines and the scanning 

signal lines with the electrode terminals; and 

a flexible interconnect substrate connected to the告掲ιtransparentsubstrate, the 

flexible interconnect substrate used for supplying the driving signal to the video signal 

lines and the scanning signal lines by way of the electrode terminals and the third signal 

interconnect; 

a region surrounded by the video signal lines and the scanning signal lines being a 

pixel area; 

a region where the pixels are formed in a matrix being a display area; 

the third signal interconnect being formed in a region outside the display area; and 

a fourth signal interconnect dis担osedoutside the third signal interconnect but near 

the peripheral edge of the transparent substrate, the fourth signal interconnect 

surrounding the area where the display area is included and the third signal interconnect 

is formed, the fourth signal interconnect being opened at opposite ends thereof and being 

connected to respec討veelectrode terminals for inspection at the open ends; 

wherein the fourth signal interconnect is formed of a conductive thin film disposed 

along the peripheral edge portion of three sides of the transparent substrate. 

8. (original) A display device according to claim 7, wherein the fourth signal 

interconnect has a colored thin film layer or a thin剖mlayer having a transmittance at a 

5 
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predeterπlined level or less. 

9. (original) A display device according to claim 7, wherein the fourth signal 

interconnect has a thin metal若Imlayer. 

10. (original) A display device according to claim 7, wherein the fourth signal 

interconnect is formed of two or more conductive thin films. 

竹.(original) A display device according to claim 10, wherein the fourth signal 

interconnect has one end connected to an identical electrode terminal for inspection and 

the other end connected to different electrode terminals for inspection. 

12. (original) A display device according to claim 7, wherein the flexible interconnect 

substrate has electrode terminals connected to the fourth signal interconnect at a position 

different from that of the region forming the electrode terminal connected with the external 

system. 
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Amendments to the Drawinas: 

The attached sheet of drawing includes changes to Fig. 3. This sheet, which 

includes Fig. 3, replaces the original sheet including Fig司 3,wherein Fig. 3 has been 

amended to correct "TTR" to be correctly identified by "TTA" and one of "YSE" has 

been prope汁yidentified as "XSE". 
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Amendments to the Abstract: 

Please delete the original Abstract and substitute therefore, the new Abstract 

which commences on a new sheet. 
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REMARKS 

By the above amendment, independent claims 1 and 7 have been amended 

to clarify and recite further features of the present invention as discussed below with 

informalities in the specification and Fig. 3 of the drawings of this application being 

corrected. Additionally, a new abstract in conformance with the requirements 

therefor has been presented. More particularly, in Fig. 3, the drawing changes 

include that the detection electrodes XSE have been properly indicated and the 

transparent region TTA of the touch panel has been properly indicated. In this 

regard, applicants note that as illustrated in Fig. 1, and as recited in claim 1, a 

coordinate input device is represented by the touch panelτP, which is a member 

separate from the display panel PNし

With regard to the amendments of claim 1 and 7 to more particularly define 

the structural features of the present invention, as illustrated in Fig. 3, the 

transparent substrate is provided with a second signal interconnect SlG2 which is 

disposed along the peripheral edge of three sides of the transparent substrate, is 

opened at opposite ends thereof and connected to respective electrode terminals 

TRM1, for example, for inspection at the open ends. It is noted that the signal 

interconnect SIG2 in claim 7 is referred to as the "fourth signal interconnect", which 

signal interconnect disposed in the manner described is illustrated in Figs. 3幽 9of 

the drawings of this application and described at page 18, lines 15”22, for example, 

noting that this戸ortionof the specification describes that the signal interconnect 

SIG2 is formed outside of the signal interconnect SIG1 and is formed along the 

peripheral edge portion corresponding to sides (upper side and right and left sides in 

Fig. 3) other than one side in which the electrode terminals of the third substrate 

SUB3 are formed. Applicants submit that the aforementioned features now recited in 
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claims 1 and 7 and therewith the dependent claims are not disclosed or taught in the 

cited art, as will become clear from the following discussion. 

As to the rejection of claims 1 -12 under 35 USC 103(a) as being 

unpatentable over Hirayama et al (hereinafter "Hirayama"), US Patent No. 7,034,442 

in view of Sato (hereinafter "Sato’＇）， US Patent No‘7,167司154further in view of 

Chazan et al (hereinafter "Chazan" 

traverse insofar as it is applicable t。thepresent claims, and reconsideration and 
withdrawal of the r司ectionare respectfully requested. 

In applying Hirayama in relation to claim 1, the ξxaminer at page 3 of the 

Office Action contends that Hirayama discloses”wherein the coordinate inputting 

device has a second interconnect disposed outside the first signal interconnect but 

near the peripheral edge of the transparent substrate (side interconnect 22; Fig. 2）”． 

While recognizing that "Hiravama fails to teach wherein the second signal 

interconnect surrounds the area where the detection region is included and the桁st

signal interconnect is formed" (emphasis added). 

Irrespective of the contentions by the 三xaminer,applicants submit that 

Hirayama fails to disclose, as recited in claim 1, a coordinate input device having 

features as recited in addition to a display panel for image display based on a video 

signal from an external system, with the coordinate input device being disposed on 

the display panel at the side of the display screen. Further, assuming arguendo that 

Hirayama discloses first and second signal interconnects, although nQt first and 

second interconnects having the features as recited in claim 1, applicants submit that 

it is readily apparent that the side interconnect 22 in Fig. 2 ofトliravamawhile failing 

to teach, as recognized by the Examiner, nwherein the second signal interconnect 

surrounds the area where the detection region is included and the first signal 

ハυ
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interconnect is formed" onlv discloses the side interconnect 22 beina arranaed in the 

terminal reaion of the substrate. That is, as described in column 10, lines 10 -51 of 

Hirayama, the substrate 10 includes a oixel reaion 12 (disolav reaion for example) 

and a plurality of external terminals 20 are formed on the substrate 10 along one 

side of the substrate 10, with the external terminals 20 being formed in an end region 

18. As described in column 10, lines 31 -44，”廿1eend reaion 18 is a region 

seoarated from a reaion for the oixel reaion 12 bv a straiaht line L which passes 

outside the pixel region 12 (see Fig. 2). The end reaion 18 is a oart of the oerioheral 

reaion of the substrate 10 .... The pixel reaion 12 mav be the center reaion of the 

substrate 10 (region excludina the oerioheral reaion). At least one side interconnect 

22 (cathode line, for example) may be formed on the substrate 10.工白皇室話豆

interconnect 22 mav be formed in the end reaion 18 (end reaion in which the 

external terminals 20 are formed. for example). The side interconnect 22 may be 

electrically connected with at least two external terminals 20" (emphasis added). 

Thus, it is apparent that Hiravama, in addition to failing to disclose or teach the 

features of a coordinate input device and a display panel arranged in the manner set 

forth, soecificallv fails to disclose and teaches awav from the recited features, as 

recognized by the 正xaminerof "wherein the signal interconnect surrounds the area 

where the detection region is included and the first signal interconnect is formed", as 

well as the newly recited feature of claim 1 of "wherein the second sianal 

interconnect is disoosed alona the peripheral edae of three sides of the transparent 

substrate" (emphasis added), based upon the ξxaminer's contention regarding the 

substrate 10 and the side interconnect 22. In this regard, applicants note that the 

purpose of the present invention is to determine whether a crack or chip has 

occurred at the edge of the substrate by utilization of the second interconnect. Thus, 
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applicants submit that claim 1 recites features which structurally and patentably 

distinguish in the sense of 35 USC 103 and claim 1 and the dependent claims should 

be considered allowable thereover. 

With respect to the features of claim 7, it is noted that claim 7 does not recite 

the features of a coordinate input device in combination with a display panel, but 

recites as pointed out above, a signal interconnect in the form of ”a fourth signal 

interconnect disposed outside the third signal interconnect but near the peripheral 

edge of the transparent substrate, the four signal interconnect surrounding the area 

where the display area is included and the third signal interconnect is formed, the 

fourth signal interconnect being opened at opposite ends thereof and being 

connected to respective electrode terminals for inspection at the open ends; wherein 

the fourth signal interconnect is formed of a conductive thin film disposed along the 

peripheral edge戸ortionof three sides of the transparent substrate", corresponding to 

the aforementioned features of claim 1, as pointed out above.τhus, applicants 

submit that claim 7 and its dependent claims also recite features which patentably 

distinguish over Hirayama in the sense of 35 USC 103, such that claim 7 and its 

dependent claims should be considered allowable thereover. 

The Examiner recogni之ingsome deficiencies in Hirayama, although not all of 

the deficiencies as pointed out above, contends that the deficiencies of Hirayama are 

overcome by Sato contending that "Sato teaches an ins戸ectioncircuit (see fig. 3, 

element CC) and an inspec討onterminal (see告g.3, element CPAB) mounted on a 

substrate that surrounds a detection area". 

Irrespective of the Examiner's contentions concerning Sato, applicants submit 

that Sato like Hirayama, fails to disclose a coordinate input device in combination 

with a display panel, as recited in claim 1. Additionally, the inspection circuit CC of 
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Fig. 3 of Sato is for inspection for drain lines DL of the display panel, as described in 

column 10, lines 20 -22 of Sato. Further, the insoection circuit CC is disposed onlv 

at one side of the substrateす asdepicted in Fig. 3 of Sato, such that the inspection 

circuit CC if considered to be a second signal interconnect as recited in claim 1 or a 

fourth signal interconnect as recited in claim 7, does not surround "the area where 

the detection region is included’＇， as recited in claim 1 or "where the display area is 

included", as recited in claim 7. Additionally, the inspection circuit CC of Sato is n豆i

"disposed along the peripheral edge of three sides of the transparent substrate" as 

recited in claim 1, or "disposed along the peripheral edge portion of three sides of the 

transparent substrate" as recited in claim 7. As noted above, the recited 

arrangement enables determination of a crack or chip at the edge of the substrate 

and the structure of Sato, like the structure of Hirayama cannot effect such detection. 

In addition, applicants note that CPAD of Sato represents only one terminal for an 

inspection circuit CC, whereas claims 1 and 7 provide that the signal interconnect is 

connected to respective electrode terminals for inspection at the open ends. 

Accordingly, applicants submit that claims 1 and 7 recite features which patentably 

distinguish over the proposed combination of Hirayama and Sato in the sense of 35 

USC 103 and claims 1 and 7 and the dependent claims should be considered 

allowable thereover. 

At page 3 of the Office Action, the Examiner recognizes that "Hiravama and 

Sato fail to teach the second signal interconnect being opened at opposite ends 

thereof and being connected to respective electrode terminals for inspection at the 

open ends, and wherein the second signal interconnect is formed of a thin 

conductive film disposed along the peripheral edge por百onof the transparent 

substrate" (emphasis added). The王xaminerthus refers to Chazan as overcoming 
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such recognized deficiencies of Hirayama and Sato, although not all of the 

deficiencies as pointed out above. Thus, the Examiner contends that "Chazan 

teaches a method and structure for detecting o担envias in interconnect substrates 

wherein the interconnects are connected to terminals for inspection (see fig. 3 and 

accom戸anyingtext; elements 130 and 170)". 

Irrespective of the contentions by the Examiner, applicants su己mitthat 

Cha之anfails to disclose a display device as recited in claims 1 and 7 of this 

application. Additionally, while the Examiner refers to elements 130 and 170 of 

Chazan, applicants note that elements 130 and 170 in Fia. 3 of Chazan represent a 

visual insoection steo and an electrical test steo. resoectivelv. Moreover, column 8, 

lines 43 -49 of Chazan describes elements 130 as "a visual inspection (step 130) is 

perfor作1edto determine if the substrate includes any opens". Fu吋her,as described 

in column 10, lines 12 -20 of Chazan, while the test of step 130 can accurately 

detect opens, it cannot not detect shorts so that "a final electrical test (step 170}, 

must be performed to confirm that no shorts exist. Thus, irrespective of the 

contentions by the Examiner, applicants submit that Chazan. like Hiravama and Sato 

fail to disclose or teach a signal interconnect surrounding an area of a detection 

region or a display region, wherein the signal interconnect "is disposed along the 

peripheral edge of three sides of the transparent substrate" as recited in claim 1 or 

”disposed along the peripheral edge portion of three sides of the transparent 

substrate", as recited in claim 7, such that claims 1 and 7 and the dependent claims 

recite features which patentably distinguish over Chazan in the sense of 35 USC 

103, and should be considered allowable thereover. 

Applicants further submit that the proposed combination of Hirayama, Sato 

and Chazan, taken alone, or in any combination thereof, fail to provide the recited 
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features of claims 1 and 7 and the dependent claims and all claims should be 

considered allowable thereover. 

In view of the above amendments and remarks, applicants submit that this 

application should now be in condition for allowance, and issuance of an action of 

favorable nature is courteously solicited. 

丁othe extent necessary, applicants petition for an extension of time under 37 

CFR 1.136. Please charge any shortage in the fees due in connection with the filing 

of this paper, including extension of time fees, to the deposit account of Antonelli, 

Terry, Stout & Kraus, LLP, Deposit Account No. 01輔 2135(Case: 520.51700XOO), 

and please credit any excess fees to such deposit account. 

MK/jla 
(703) 312-6600 
Attachment -Abstract 

Respectfully submitted, 

ANTONELLI，丁ξR宍Y,STOリT& KRAUS, LLP 

/Melvin Kraus/ M｝ピ
Melvin Kraus 
Registra討onNo. 22,466 

Drawing Correction 
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ABSTFミACT

A display device includes a coordinate input device including a transparent 

substrate having a first signal interconnect disposed in a region outside a detection region 

corresponding to a contact position, a first electrode terminal, a flexible interconnect 

substrate connected to the耐stelectrode terminal, and a display panel for image display 

based on a video signal from an external system. The coordinate inputting device has a 

second signal interconnect disposed outside the first signal interconnect but near the 

peripheral edge of the transparent substrate, the second signal interconnect surrounding 

the area where the detection region is included and the first signal interconnect is formed, 

the second signal interconnect being opened at opposite ends thereof and being 

connected to respective electrode terminals for inspection at the open ends, and the 

second signal interconnect is disposed along the peripheral edge portion of three sides of 

おetransparent substrate. 
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(1）出enames of up to 3 registered patent attorneys 
or agents OR, alternatively, 

(2) the name of a single firm (having as a member a 2 
registered attorney or agent) and the names of up to 
2 registered patent attorneys or agents. If no name is ' 
listed, no name will be printed.ν  

$2080 03/03/2014 

3. ASSIGNEE NAME AND RESIDENCE DATA TO BE PRINTED ON THE PATENT (print or type) 

PLEASE NOTE：田 Unlessan assignee is identified below, no assignee data will appear on出epatent. If an assignee is identified below, the document has been filed for 
recordation as set for出in37 CFR 3.11. Completion of出1sform is NOT a substitute for filing an assignment. 

(A) NAME OF ASSIGNEE (B) RESIDENCE：目（CITYand STATE OR COUNTRY) 

Please check the appropriate出 S伊 eecategory or categories (will not be printed on the patent）目 0 Individual 0 Corporation or other private group ent町 0 Government 

4a. The following fee( s) are sutヲmitted：目

0 Issue Fee 

0 Publication Fee (No small entity d山 ountperm山 d)

0 Advance Order #of Copies 

PTOL 85 (Rev. 02/11) 

4b. Payment ofFee(s）：目（Pleasefirst reapply any previously paid issue fee shown above) 

0 A check is四 closed.

0Pay即 ntby cr吋itca吋.Form PTO 2038 is attach吋．

0The Director is hereby authorized to charge the required f目的，anydeficiency, or credit any 
ove叩ayment,to Deposit Account Number (enclose an ex佐acopy of出isform). 
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5. Change in Entity Status (from status indicated above) 

0 Applicant certifyir 

0 Applicant as悶 ti SU 

0 Applicant changing to吋 ularur山 our d f配 status 

立Q工己LAbsent a valid certification of Micro Entity Status (see form PTO/SB/15A and 15B), issue 
fee payment in the micro entity amount will not be accepted at the risk of application abandonment. 

NOTE：目 If出eapplication was previously under micro entity status, checking出rsbox will be taken 
E古Eτnotificat10nof loss of entitlement to micro entity status. 
立Q工己LChecking出1sbox will be taken to be a notification of loss of entitlement to small or micro 
entity status, as applicable. 

NOTE：目 TheIssue Fee and Publication Fee (if required) will not be accepted from組 yoneother than the applicant; a registered attorney or agent; or出eassignee or o出erparty m 
interest as shown b咋therecords of出eUnited States Patent and Trademark Office. 

Authorized Signature Date 

Typed or printed n組 1e Registration No. 

r~i:p~1｝出f~~n ~~~Jd~~~~l~~ iむ足並；b~73~tRs1J.1f2i~~jnj~哲悶；；！官：；：~~~A~c~f~~？s0:s~f ~；日間；r! ~i ~T!u~~！む~~i~~f~t~~ f~~1J<lf~gb~a~~：；；：~~~~f~~~羽
詰官官三品？。；γ~~；~fo~~~~~~~d~c~~rth＼~ t1:r芯「立u~ib1: s~~1; t~'ilie d~hf~l~~f o~阻止な出~~~~talsca~~ie~~rn<l0Fr~J；~；k~ffi~~~－ま ~e~~目立t ~fq~~~~e~~~~な
Box 1450, Alexan ria, Virginia 22313 1450. DO NOT SEND FEES OR COMPLETED FORMS TO THIS ADDRESS. SEND TO：目 Commissionerfor Patents, P.O. Box 1450, 
Alexandria, Virginia 22313 1450. 

Under the Paperwork Reduction Act of 1995, no persons are required to respond to a collection of information unless it displays a valid OMB control number. 
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UNITED STA IBS p A IBNT AND TRADEMARK OFFICE 

APPLICATION NO FILING DATE 

13/151,362 06/02/2011 

2日457 7590 12/02/2013 

ANTONELLI, TERRY, STOUT & KRAUS, LLP 
1300 NORTH SEVENIBENTH STREET 
SUITE 1800 
ARLINGTON, VA 22209-3873 

FIRST NAMED INVENTOR 

Kouichi ANNO 

UNITED STATES DEPART百1ENTOF COMMERCE 
United States Patent and Trademark Office 
Adi,ess: COMMISSIONER FOR PATENTS 
P.O. Box 1450 
Alexanfoa, Virginia 22113 1450 
www.uspto.gov 

ATTORNEYDOCKETNO. I CONFIRMATIONNO 

520.51700XOO 4779 

EXAMINER 

LEE JR, KENNETH B 

ART UNIT PAPER NUMBER 

2697 

DATE MAILED：目 12/02/2013

Determination of Patent Term Adjustment under 35 U.S.C. 154 (b) 
(application filed on or after孔fay29, 2000) 

The Patent Term Adjustment to date is 301 day(s). If the issue fee is paid on the date that is three months after the 
mailing date of this notice and the patent issues on the Tuesday before the date that is 28 weeks (six and a half 
months) after the mailing date of this notice, the Patent Term Adjustment will be 301 day(s). 

If a Continued Prosecution Application (CPA) was filed in the above-identified application, the白lingdate that 
determines Patent Term Adjustment is the filing date of the most recent CPA. 

Applicant will be able to obtain more detailed information by accessing the Patent Application Information Retrieval 
(PAIR) WEB site (http://pair.uspto.gov). 

Any questions regarding the Patent Term Extension or Adjustment determination should be directed to the Office of 
Patent Legal Administration at (571)-272-7702. Questions relating to issue and publication fee payments should be 
directed to the Customer Service Center of the Office of Patent Publication at 1-(888)-786-0101 or (571 )-272-4200. 
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Privacy Act Statement 

The Privacy Act of 1974 (P.L. 93・579)requires that you be given certain information in connection with 
your submission of the attached form related to a patent application or patent. Accordingly, pursuant to 
the requirements of the Act, please be advised that: (1) the general authority for the collection of this 
information is 35 U.S.C. 2(b )(2); (2) furnishing of the information solicited is voluntary; and (3) the 
principal purpose for which the information is used by the U.S. Patent and Trademark Office is to process 
and/or examine your submission related to a patent application or patent. If you do not furnish the 
requested information, the U.S. Patent and Trademark Office may not be able to process and/or examine 
your submission, which may result in termination of proceedings or abandonment of the application or 
expiration of the patent. 

The information provided by you in this form will be subject to the following routine uses: 

1. The information on this form will be treated confidentially to the extent allowed under the Freedom 
of Information Act (5 U.S.C. 552) and the Privacy Act (5 U.S.C 552a). Records from this system of 
records may be disclosed to the Department of Justice to determine whether disclosure of these 
records is required by the Freedom of Information Act. 
2. A record from this system of records may be disclosed, as a routine use, in the course of presenting 
evidence to a court, magistrate, or administrative tribunal, including disclosures to opposing counsel 
in the course of settlement negotiations. 
3. A record in this system of records may be disclosed, as a routine use, to a Member of Congress 
submitting a request involving an individual, to whom the record pertains, when the individual has 
requested assistance from the Member with respect to the subject matter of the record. 
4. A record in this system of records may be disclosed, as a routine use, to a contractor of the Agency 
having need for the information in order to perform a contract. Recipients of information shall be 
required to comply with the requirements of the Privacy Act of 1974, as amended, pursuant to 5 
U.S.C. 552a(m). 
5. A record related to an International Application filed under the Patent Cooperation Treaty in this 
system of records may be disclosed, as a routine use, to the International Bureau of the World 
Intellectual Property Organization, pursuant to the Patent Cooperation Treaty. 
6. A record in this system of records may be disclosed, as a routine use, to another federal agency for 
purposes of National Security review (35 U.S.C. 181) and for review pursuant to the Atomic Energy 
Act (42 U.S.C. 218(c)). 
7. A record from this system of records may be disclosed, as a routine use, to the Administrator, 
General Services, or his/her designee, during an inspection of records conducted by GSA as part of 
that agency’s responsibility to recommend improvements in records management practices and 
programs, under authority of 44 U.S.C. 2904 and 2906. Such disclosure shall be made in accordance 
with the GSA regulations governing inspection of records for this pu中ose,and any other relevant 
(i.e., GSA or Commerce) directive. Such disclosure shall not be used to make determinations about 
individuals. 
8. A record from this system of records may be disclosed, as a routine use, to the public after either 
publication of the application pursuant to 35 U.S.C. 122(b) or issuance of a patent pursuant to 35 
U.S.C. 151. Further, a record may be disclosed, subject to the limitations of 37 CPR 1.14, as a 
routine use, to the public if the record was filed in an application which became abandoned or in 
which the proceedings were terminated and which application is referenced by either a published 
application, an application open to public inspection or an issued patent. 
9. A record from this system of records may be disclosed, as a routine use, to a Federal, State, or local 
law enforcement agency, if the USPTO becomes aware of a violation or potential violation of law or 
regulation. 
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Notices of Allowance and Fee(s) Due mailed between October 1, 2013 and 
December 31, 2013 

(Addendum to PTOL-85) 

If the“Notice of Allowance and Fee(s) Due" has a mailing date on or after October 1, 2013 and before 
January 1, 2014, the following information is applicable to this application. 

If the issue fee is being timely paid on or after January 1, 2014, the amount due is the issue fee and 
publication fee in effect January 1, 2014. On January 1, 2014, the issue fees set forth in 37 CPR 1.18 
decrease significantly and the publication fee set forth in 37 CPR 1.18(d)(l) decreases to $0. 

If an issue fee or publication fee has been previously paid in this application, applicant is not entitled to a 
refund of the difference between the amount paid and the amount in effect on January 1, 2014. 

BOE Ex. 1002, p. 246
BOE v. Paneltouch

IPR2025-01482



｜州cat川 0

13/151,362 
｜州ca附
ANNO ET AL. 

Notice of Allowability I Exam;n., 
KENNETH B. LEE JR I Art un;t I ~· ＇＂附 l…File) Stat 2697 I 

No 

一TheMAILING DATE of this communication appears on the cover sheet with the correspondence address--
All claims being allowable, PROSECUTION ON THE MERITS IS (OR REMAINS) CLOSED in this application. If not included 
herewith (or previously mailed), a Notice of 刈lowance(PTOL-85) or other appropriate communication will be mailed in due course. THIS 
NOTICE OF ALLOWABILITY IS NOT A GRANT OF PATENT RIGHTS. This application is subject to withdrawal from issue at the initiative 
of the Office or upon petition by the applicant. See 37 CFR 1.313 and M PEP 1308. 

1.図Thiscommunication is responsive to remar，加古led812612013. 

口Adeclaration(s)/affidavit(s) under 37 CFR 1.130(b) was/were filed on＿ー
2.口Anelection w田 madeby the applicant in response to a restriction requirement set forth during the interview on ＿一一；therestriction 
requirement and election have been incorporated into this action. 

3図Theallowed claim(s) is/are土屋.As a result of the allowed claim(s), you may be eligible to benefit from the Patent Prosecution 
Highway program at a participating intellectual property office for the corresponding application. For more information, please see 

h社。：／／www.usotoαov/oatents/initevents/ooh/index.iso or send an inquiry to PPHfeedback@usoto工lOV

4.図Acknowledgmentis made of a claim for foreign priority under 35 U.S.C. § 119(a）ー（d)or (f). 

Certified copies: 

a）図 All b）口 Some *c）口 Noneof the: 

1.図 Certifiedcopies of the priority documents have been received. 

2.口Certifiedcopies of the priority documents have been received in Application No. ＿一一
3.口Copiesof the certified copies of the priority documents have been received in this national s恰geapplication from the 
International Bureau (PCT Rule 17.2(a)). 

* Certified copies not received：一一一一・

Applicant has THREE MONTHS FROM THE“MAILING DATE”of this communication to file a reply complying with the requirements 
noted below. Failure to timely comply will result in ABANDONMENT of this application. 
THIS THREE-MONTH PERIOD IS NOT EXTENDABLE. 

5.口CORRECTEDDRAWINGS (as“replacement sheets”） must be submitted. 
口 includingchanges required by the attached Examiner’S Amendment I Comment or in the Office action of 
Paper No./Mail Date ＿一一一・

Identifying indicia such as the application number {see 37 CFR 1.84{c)) should be written on the drawings in the front {not the back) of 
each sheet. Replacement sheet{s) should be labeled as such in the header according to 37 CFR 1.121{d). 

6口DEPOSITOF and/or INFORMATION about the deposit of BIOLOGICAL MATERIAL must be submitted. Note the 
attached Examiner’s comment regarding REQUIREMENT FOR THE DEPOSIT OF BIOLOGICAL MATERIAL. 

Attachment(s) 
1.図 Noticeof References Cited (PT0-892) 

2.口InformationDisclosure S凶 ements(PTO/SB/08), 
Paper No./Mail Date ＿一一一

3.口Examiner’sComment Regarding Requirement for Deposit 
of Biological Material 

4.口InterviewSummary (PT0-413), 
Paper No./Mail Date ＿一一一

/KEVIN M NGUYEN/ 

Primary Examiner, Art Unit 2697 

U.S. Patent and Trademark Off氾e

5.口Examiner’SAmendment/Comment 
6.図 Examiner’sStatement of Reasons for Allowance 

7.口Other＿一一

PTOL-37 (Rev. 08・13) Notice of Allowability Part of Paper No./Mail Date 20131119 
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Application/Control Number: 13/151,362 

Art Unit: 2697 

1. The present application is being examined under the pre-AIA first to invent 

provisions. 

DETAILED ACTION 

Allowable Subject Matter 

2. Claims 1-12 are allowed. 

Page 2 

3. The following is an examiner’s statement of reasons for allowance: The present 

invention is directed toward a technique that can determine pass/failure of signal 

interconnects for chipping or cracking of a substrate. None of the prior art, either 

singularly or in combination, teaches or fairly suggests a display device with the specific 

structure comprising the specific elements including ：”wherein the coordinate inputting 

device has a second signal interconnect disposed outside the first signal interconnect 

but near the peripheral edge of the transparent substrate, the second signal 

interconnect surrounding the area where the detection region is included and the first 

signal interconnect is formed, the second signal interconnect being opened at opposite 

ends thereof and being connected to respective electrode terminals for inspection at the 

open ends, and wherein the second signal interconnect is formed of a thin conductive 

film disposed along the peripheral edge portion of the transparent substrate; and 

wherein the second signal interconnect is disposed along the peripheral edge of three 

sides of the transparent substrate. The closest prior art, Kurashima (US Patent No. 

8,482,301) teaches an electronic input device including a first signal interconnect (see 

fig. 4, element 27) connected to the detection region (fig. 4, element 2a) and a second 

signal interconnect (see fig. 4, element 28) outside of the first signal interconnect and 
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Application/Control Number: 13/151,362 

Art Unit: 2697 

Page 3 

that is disposed along three sides of the substrate; and connected to mounting terminals 

(fig. 4, element 24b). However, Kurashima fails to teach the quoted limitation above, 

specific剖lythe second signal interconnect being connected to the electrode terminals at 

the open ends for inspection. 

Any comments considered necessary by applicant must be submitted no later 

than the payment of the issue fee and, to avoid processing delays, should preferably 

accompany the issue fee. Such submissions should be clearly labeled“Comments on 

Statement of Reasons for Allowance.” 

Conclusion 

Any inquiry concerning this communication or earlier communications from the 

examiner should be directed to KENNETH B. LEE JR whose telephone number is 

(571 )270-3147. The examiner can normally be reached on Mon. -Fri. 7:30AM -4:00 

PM EST. 

If attempts to reach the examiner by telephone are unsuccessful, the examiner’S 

supervisor, Alexander Eisen can be reached on 571-272-7687. The fax phone number 

for the organization where this application or proceeding is assigned is 571-273-8300. 
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Application/Control Number: 13/151,362 

Art Unit: 2697 

Page 4 

Information regarding the status of an application may be obtained from the 

Patent Application Information Retrieval (PAIR) system. Status information for 

published applications may be obtained from either Private PAIR or Public PAIR. 

Status information for unpublished applications is available through Private PAIR only. 

For more information about the PAIR system, see http://pair-direct.uspto.gov. Should 

you have questions on access to the Private PAIR system, contact the Electronic 

Business Center (EBC) at 866-217-9197 (tol卜free).If you would like assistance from a 

USPTO Customer Service Representative or access to the automated information 

system, call 800-786-9199 (IN USA OR CANADA) or 571-272-1000. 

/KENNETH BLEE JR/ 
Examiner Art Unit 2697 

/KEVIN M NGUYEN/ 
Primary Examiner, Art Unit 2697 
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Application/Control No. Applicant(s)/Patent Under 

Reexamination 
13/151,362 ANNO ET AL. 

Notice of References Cited 
Examiner Art Unit 

KENNETH B. LEE JR 2697 
Page 1 of 1 

U.S. PATENT DOCUMENTS 

＊ 
Document Number Date 

Name Classification Country Code Number Kind Code MM-YYYY 

＊ 
A US-8,482,301 07-2013 Kurashima, Takashi 324/658 

B US-

c US-

D US-

E US-

F US-

G US-

H US-

US-

J US-

K US-

L US-

M US-

FOREIGN PATENT DOCUMENTS 

＊ 
Document Number Date 

Country Code Number Kind Code MM-YYYY Country Name Classification 

N 

。
p 

Q 

R 

s 

T 

NON-PATENT DOCUMENTS 

＊ Include as applicable: Author, Title Date, Publisher, Edition or Volume, Pertinent Pages) 

u 

v 

w 

x 

*A copy of this reference is not being furnished with this Office action. (See MPEP § 707.05(a).) 
Dates in MM-YYYY format are publicati旧ndates. Classifications may be US or foreign 

U.S. Patent and Trademark Office 
PT0-892 (Rev. 01-2001) Notice of References Cited Part of Paper No. 20131119 
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Rejected 
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Application/Control No. 
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Examiner 
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Reexamination 
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Cancelled N I Non-Elected A Appeal 

Restricted Interference 。Objected 
図 Claimsrenumbered in the same order as presented by applicant 口 CPA 口 T.D. 口 R.1.47
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Final Original 05/23/2013 11 /19/2013 
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ML, :tvIR, NE, SN, TD, TG). 匡際語査報告書

(57）要約＝ 液晶表示パネル切絶縁性基板ょに発生し、後に大きなワレにつながる可能性の高いクラック文はキズ
を確実に接出し不良品涜出の防止や生産コストの軽減を図るとともに、信穎性の高い液晶表示パネルを提供するた
め、絶縁性基板上に複数の走査鰻6と複数のデータ繰7とが互いに交差して記設された画素基板2と絶語性基板上
に対荷電掻を備える対向基板4が液晶層を挟持してなる液晶表示パネル1において、画素基板2の外周隷に沿って
第 1検査記繰5aを設けるとともに、第 1検査車線5aの内局側iこ第2検査配線5bを設けた。
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WO  2008/136153 

明細書

液品表示パネノレ及びその検査方法

技術分野

PCT I JP2007 /07 4013 

〔0001] 本発明は、液晶表示装置に用いられる披晶表示パネノレに関し、さらに、その検査

方法に関するものである。

背景技術

[0002] 鍔えば、アクティブマトリクス方式の液晶表示パネノレは、透明な絶縁性基板上に複

数の走査線と複数のデータ線とが互いに交差して配設され、前記交差部ごとに、画

素電極及び該画素電極を駆動するスイッチング、素子が形成された画素基板と、透明

な絶縁性基板上に対向電極が形成された対向基板とが液晶層を介して貼り合わされ

たものである。

[0003] 一般にこの液晶表示ノtネノレは製造効率向上のため、画素基板を絶縁性基板上に

複数値形成し、各所定の位置に対向基板を対向配置した後、画素基板単イ立で絶縁

性基較を分断し、両基板間に液品を封入して、間々の液晶表示ノえネノレを得る方法が

採罰されている。

[0004] このとき、画素基板上に形成された走査線とデータ線が接続される電極端子と対向

する対向基板上の領域は液晶表示パネノレの表示領域から切ワ離され、電極端子が

外部に露出し駆動用ICと電気的に接続し｝亡し、るの

〔0005] この液晶表示パネルの製造工程において鮎り合わせ基板の一般的な切断方法とし

て、絶縁性基板表面に、ホイールカッタ等の明断部材で、スクライブ傷を付けた後、そ

のスクライブ鎮の近寄に応力をかけて折ち曲げたり、引き裂くようにして分断する方法

が用いられる。

発明の開示

発明が解決しようとする課題

〔0006] しかし、この絶縁性基抜の分断時に、ガラス等からなる絶縁性基板の端縁に徴締な

クラックが発生することがあり、この場合、その場で絶縁性基板が割れてしまうことは

殆どないが、後工程で絶縁性基板に曲げ、引っ張りまたは熱応力が加わった際に、

Page_3 of 45 
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このクラックを起点として基板が割れることがあった。特に、大型のガラスからなる絶縁

性基板ではこの頻度が高くなる。また、絶縁性基板の端縁には大きなワレにつながら

ない微小なカケが発生することもあ切、このカケは液晶表示パ不／レの品質I：間題がな

1; ＼ものである。

〔0007] 従来、このクラック又はカケを換LUし判定する方法として目ノ混による光学検査が行な

われていたが、この検査方法で、は微雑なクラックを発見するのが非常に国難で、あると

ともに手間がかかりトータノレ的にコストアップ。を余儀なくされることになっていた。

〔0008] そごで、本発明は、液晶表示パネルの絶縁性基板上に発生し、後に大きなワレに

つながる可能性の高いクラックを確実に検出し不良品流出の防止や生産コストの軽

誠を図るとともに、信頼性の高い液晶表示パネノレを提供することを目的とする。

課題を解決するための手段

〔0009] 上記目的を達成するために本発明は、絶縁性基板上に複数の画素電極と前記画

素電極のスイッチングを行うスイッチング素子とを備える画素基板と、絶縁性基坂上

に対向電極を備える対向基板が液晶層を挟持し，てなる液晶表示パネルにおいて、

前記画素基板の外周縁に沿って第1検査配線が配設され、該第1検査配諒の両端と

電気的に接続された第I検査パッドを用いて前記第1検査配線の抵抗検査を行なう

ことにより前記画素基板外縁に発生したクラック又はカケを検出することを特徴とする

[0010] この構成によると、画ー素基板の外局縁にクラックF又i主力ケが発生した場合、第1検査

配隷が破断する。これにより第1検査配線の両端から霊圧を印可し抵抗測定をおこな

うことで、目視等の光学検査によらずクラック又はカケの発生を検出することがで、きる

〔0011] また本発8目立、上記構成の液晶表示パネルにおいて、前記画素基板の外周縁か

ら内周慨に設けられた所定幅の許容領域の内周縁に沿って第2検査配線が配設さ

れ、該第2検査配線の両端と電気的に接続された第2検査パッドを用いて前記第2検

査配線の抵抗検査を行なうことにより前記画素基板外縁に発生したクラック又はカケ

を検出するととを特徴とする。

〔0012] この構)Jえによると、画素基板の外周縁に発生した微小なカケが許容できる大きさで、

Pcig~4 9f 4? 

BOE Ex. 1002, p. 266
BOE v. Paneltouch

IPR2025-01482



~Q2008パ361§3

WO  2008/136153 3 PCT/JP2007/074013 

あるか否かの判断基準として基板の外縁から内，現側に所定l橿の許容領域を設け、第

2検査配線をこの許容領域の内局縁に沿って配設することで、カケが許容できない大

きさのものである場合、第1検査配線とともに第2検査配隷が破断する。また、画素基

板の大きなワレにつながるクラックが許容領域を超えて発生した場合も第1検査配達泉

とともに第2検査配線が破断する。したがって、第2検査配線の両端から電圧を印可

し抵抗測定をおこなうことで、巨視によらず、許容できないカケ又はクラックの発生が

検出され、当該液晶表示パネルを不良品と判定するととがで、きるO

〔0013] また、第1検査配線と第2検査配線の両方で抵抗検宜を行い、第1検査配線のみ破

断が確認された場合、第1検査記隷の破！析の原因が大きなワレにつながるクラックで、

あるか、許容できるカケであるか判定できない。この場合、光学検査により破断の原

因を確認して当該液晶表示パネルを評価することで、不良品の選別を容易且つ確実

に千子なうことができる。

[0014] また本発明は、上記構成の液晶表示パネんにおいて、話記対向基板の外周縁に

沿って第3検査配線が配設され、該第3検査配線の両端と電気的に接続された第3

検査パッドを用いて前記第3検査配線の抵抗検査を行なうことにより前記対向基板外

縁に発生したクラック又はカケを検出することを特徴とする。

[0015] この構成によると、対向基板の外周縁にクラックが発，生した場合、第3検査配線が

破断する。これによワ第3検査配線の両端から電圧を印可し抵抗測定をおこなうこと

で、目視等の光学検査によらず、クラック又はカケの発生の有無を検出することがで、

きるc

[0016] また本発明；士、上記構成の液晶表示パネルにおいて、前記第3検査パッドが前記

自主素基板上に設けられていることを特徴とする。

[0017] この構成によると、検査バッドを画素基板上にまとめることで、抵抗検査の作業効率を

高めることができる。

[0018] また本発明は、上記構成の液晶表示パネルにおいて、前記対向基板の外周縁か

ら内局側に設けられた所定幅の許容領域の内局縁に拾って第4検査配線が配設さ

れ、該第4検査配録の両立高と電気的に接続された第4検査ノミッドを用いて前記第4検

査配線の抵抗検査を行なうとどにより前記対向基板外縁に発生したクラック又はカケ
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を検出することを特徴とする。

[0019] この構成によると、対向基板の外周縁に発生した微小なカケが液品表示パネルの

品質において許容できる大きさであるかの判断基準として基板の外縁から内周側に

所定幅の許容領域を設け、第4検査記隷をこの許容領域の内周縁に沿って配設す

ることで、カケが許容できない大きさのものである場合、第4検査配藤が破断する。ま

た、対向基板の大きなワレにつながるクラックが許容領域を超えて発生した場合も第

4検査語己競が破断する。これにより第4検査配線の両端から電圧を印可し抵抗測定を

おこなうことで、目視等の光学検査によらず、許容できないカケ又はワレの発生が検

出され、液晶表示パネルを不良品と判定することができるc

[0020] また、第3検査配線と第4検査配線の両方で抵抗検査を行い、第3検査配線のみ破

i軒が確認された場合、第3検査配線の破断の原因が大きなワレにつながるクラックで

あるか、許容できるカケであるか判定できない。この場合、光学検査により破断の原

因を確認して当該液品表示パネルを評価することで、不良品の選別を容易立つ確実

に行なうことができる。

[0021] また本発明は、上記構成の液晶表示パネルにおいて、前記第4検査パッドが前記

画素基板上に設けられていることを特徴とする。

[0022] この構成によると、検査パッドを画一素基板上にまとめることで、抵抗検査の作業効率を

高めることができる。

[0023] また本発明は、分断ラインに沿って前記絶縁性基板を分断し寄られる上記構成の

液品表示パネルにおいて、前記画素基板倒絶縁性基板の前記分断ライン外周側に

設けられた所定幅の許容領域の外局縁に沿って第5検査配線が配設されるとともに

、該第5検査配線は分断ラインの交差部付近で前記第1検査配線に接続され、該第

5検査配線の両端と電気的に接続された第5検査パッド、が前記分断ラインより内局侵lJ

に設けられ、前記討会査パッド及び前記第I検査パッドを用いて前記第5検査配諒ξ

前記第I検査配線問の抵抗検査を行なうことにより分断ラインから外周側に生己；た分

断ーのズレを検出するととを特徴とする。

[0024] この構成によると、本来の分断ラインからズレて形成された分断位置が液晶表示パ

ネノレの品質において許容可能か百かの判断基準として分断ラインの外周測に設けら

page 6of 45 

BOE Ex. 1002, p. 268
BOE v. Paneltouch

IPR2025-01482



WO  :2008113§153 

WO  2008/136153 5 PCT/JP2007/07-W13 

れた許容領域を超えた場合、許容領域の外活i持、に沿って配設された第5検査配線

は断線しないG 一方、許容領域内で絶縁性基板が分断された場合、第5検査配線は

断線する。これにより第5検査配線の両端から電圧を印可し抵抗測定をおこなうこと

で、自視によらず、許容できないズレの発生を検出することができる。

[0025] また、第5検査配線は分断ラインの交差部付近で第1検査配線と接続している。こ

れにより、ある分断ラインで生じた分断のズレが許容領域内である場合、当該分断位

置において第5検査配諌と第1検査配線の接続部分は断線するが、分断のズレが許

容領域を超えて生じた場合、当該分断位置において第5検査配線と第1検査配線の

接続部分は断線しない。これにより、第5検査パッドと第1検査パッドの両端から第5

検査配線と第1検査配線の間に重圧を印可し抵抗測定をおこなうことで、許容できな

いズレが生じた分断ラインを検出することができるc

〔0026] また本発明は、上記構成の液晶表示パネルを検査する方法で、あって、少なくとも前

記第1又は第2検査配線のいずれかに電圧を印加する抵抗検査工程左目視による光

学検査工程と、を含み、前記抵抗検査工程において、液晶表示パネルの欠賂レベ

ルを評価して前記光学検査工程を行なうか否かを判定することを特散とするc

[0027] この構成によると、まず抵抗検査をね二ない液晶表示パネルの良品又は不呉品の評

価を行った後、抵抗検査のみでは評価できない液品表示パネルのみ光学検査を行

なうことで効率よく液晶表示パネルの不良品を選別することができる。

発明の効果

[0028] 本発明は液晶表示パネノレの検査工程を効率化するとともに液晶表示パネル外縁

に発生したカケ又はクラックを原因とする不良品の選手jをより確実に行なうことができ

》7

0o 

国面の篤単な説明

[0029] ［図1］第1実埴形態に係る液晶表示パネノルの斜読図で、ある。

［図2］第1実施形態に採る液晶表示パネノレの分解斜視図であるつ

［図3］第1実施形態に係る液晶表示パネルの平出図で、ある。

［図4］第1実路形態に係る液品表示パネルにおける画素基板の表面構造を示す正面

図であるc

P9ge? of45 

BOE Ex. 1002, p. 269
BOE v. Paneltouch

IPR2025-01482



WO  20081136153 

WO  2008/136153 6 PCT/JP2007/074013 

［図5〕第I実塩形態に係る液晶表示パネルにおける画素基板の表面構造を示す：正面

図である。

［図6〕第I実施形態に係る液品表示パネルにおける画素基板の表面講造を示す正面

i盛である。

［図7］第1実施形態に係る液晶表示パネルにおける画素基板の表面構造を示す正面

図である。

［図8］第1実施形態iこ係る液晶表示パネルにおける画素基板の表面構造を示す正面

図である。

［図9］第I実施形態に係る液品表示パネノレにおける画素基板の表面構造を示す正面

図である。

［図10］第2実撞形態に係る液晶表示パネノレの分解斜視図で、あるO

［図11](a）第2実施形態に係る液晶表示パネルの画素基板の表面構造を示す平面

図であり、（b）第2実施形態に係る譲品表示パネルの対向基板の表面構造を示す

平面密である。

〔図12](a）第2実施形態に係る液晶表示パネルの画素基板の表面構造を示す平面

図であり、（b）第2実施形態、に孫る液晶表示パネルの対向基板の表面構造を示す

平面図であるc

〔図13](a）第2実施形態に係る液晶表示パネルの画素基板の表面構造を示す平面

図であり、（b）第2実撞形態に係る液晶表示パネルの対向基板の表面構造を示す

平面図であるc

［図14](a）第2実擁形態に係る液晶表示パネルの画素基板の表面構造を示す平面

図であり、（b）第2実施形態、に係る液晶表示パネルの対向基板の表面構造を示す

平面図であるc

〔図15](a）第2実塩形態、iこ係る液晶表示パネノレのi高素基板の表面構造を示す平面

図であり、（b）第2実施形態に係る液品表示パネルの対向基板の表面構造を示す

平面国である。

［図16］第3実施形態に採る液晶表示パネノレにおける分断言言の画素基板の表面構造

を示す正面図である。
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[0030] 

［図17](a）第3実塘形態に係る液晶表示パネルにおける分断ラインに沿って分断さ

れた画素基板の表室長構造を示す平面図であり、（b）第3実塩形態、に係る液晶表示

パネルにおける外形許容ラインの外側で分断された画素基板の表面構造を示す平

面図である。

符号の説明

1 液晶表示パネル

2 画素基板

21 許容領境

3 液品層

4 対向基板

41 許容領域

5a 第1検査配線

5b第2検査配線

5c 第3検査配総

5d第4検査配線

5e第5検査配線

6 走査線

7 データ手泉

9a～9e 議査パッド

12c、d 転移電極

13 分断ライン

14許容領域の外周縁、

15絶縁性基板

30 有効領域

発明を実施するための最良の形態

〔0031] 以下、本発明の実施形態を図面を参照して説明する。

［第1実描形態］

〔0032] 本実施形態に係る液晶表示パネル1は本発明に係る検査方法に適した液晶表示
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パネノレ1の構造として発明されたものであるc同u士、本実施形態に係る液品表示パ

ネノレ1の斜視図であり、図21土該液晶表示ノえネノレ1の分解斜寵図、図3は該本液晶表

示パネル1の正面開であるG液晶表示パネル1は、画素基板2に対向基板4を対向配

置し、両基板間に液晶3を封入して構成されている。

[0033] ここで、画素基板2（士、透明な絶縁性基板上に護数の走査隷6と複数のデータ線7

とが互いに交差する表示領域30を存する。走査毅8と複数のデータ線7の各交差部

ごとに、画素電極及び該画素電極を駆動するスイッチング素子で、あるTFTが形成さ

れ、液晶表示パネルの表示にあたっては、各画素電極に走査線6及びデータ線7か

ら電位を選択的に書き込み、画素電極と対向電極との需の電互差により介在する液

晶を変調させ表示領域30に表示パターンを形成するものである。また、走査線6とデ

ータ線7は電極端子（不図示〉と接続し電極端子と対向する対向基板上の領域は液

品表示パネルの表示領域から切り離され、電極端子は外部に露出し駆動用IC（不図

示）l'.霊気的に接続してし、る。

〔0034] また、液晶表示パ不ノレの製造工程において、絶縁性基板を分断する際、画素基板

2の外周縁の一部にクラック又はカケ等のキズが発生することがあるO 以下、絶縁性

基板の大きなワレにつながるものをクラックとし、絶縁性基板の大きなワレにつながら

ないものをカケとして説明するつ

[0035] 画素基板2の透明な絶縁性基板には、その外局縁に治って第I検査配線5aが設け

られるとともに、第1検査配線5aの内局長日に第21会査配線5bが設けられてし、るc第1

検査配線5a及び第2検査配隷5bはクラック又はカケを検出するためのものであるO

〔0036〕 第1換査配線5al土画素基板2のタト周縁で、クラック又はカケが発生した場合、容易に

断線するものであるcとの断隷により、第1検査記録5aの両端に接続された検査パッ

ド%に霊圧を印可して抵抗検査を行なうことで発生したクラック又はカケの有無を検

出するととができる包

〔0037] ここで、画素基版2の外周縁において発生したクラックは徴；J、なものであっても将来

絶縁性基板の大きなワレにつながる可能性があるため、クラックが発生した液晶表示

パネノレは不良品と判定する必要がある。一方、画素基板2の外局縁において微小な

カケが発生した場合、とのカケが将来絶縁性基板の大きなワレにつながる可能性の
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ないものであり、液晶表示パネルの品質を低下させることがない程度の大きさであれ

ば当該液品表示パネルを良品と判定することができる。

[00:18] このカケが許容できるか否かの判断基準として画素基板2にはその外周縁から内局

側に所定領域にわたる許容領域21（凶中、斜線部分）が設けられ、この許容領域21

を超える大きさのカケが発生した液晶表示パネノレを不良品と判断する。ここで、本実

撞形態に係る画素基板2では第2検査配線5bが前記許容領域21の内周縁に沿って

設けられ、この第2検査配線5bも第1検査配線5a~同様iこ絶縁性基板のクラック又は

カケにより、容易に断線するものである。

[0039〕 したがって、第2検査配線5bの両端に接続された第2検査パッド9bに電圧を印可し

て抵抗検査を行なうこどで、第2検査配線5bが断線した場合、抵抗検査により当該液

晶表示パネル1に許容領域21を超える大きさのクラック又はカケが発生していると予

諜せすることができる。

[0040] 以上のことから、第1検査配線5a及び第2検査配線5bの抵抗検査の結果、第1検

査配線5a及び第21会査配線5bのいずれもが断線してしも場合、当該液品表示パネ

ノレ日立クラック又は許容できない大きさのカケが生じていると判定し、自主見検査を行な

うことなく不良品であると判定することができる3 また、第1検査配線5a及び第2検査

配線5bのいずれも断線してし1ない場合、画素基抜2上にはクラックが発生していない

と予測でき、当該液品表示パネル1の目視検査を行なうことなく良品であると判定す

ることができる。

[0041] また、第1検査配線5a又は第2検査配線5bのどちらか一方で、断線が確認された場

合、抵抗検査のみで、は当該パネルの良品であるか不良品で、あるかの判断を確定す

るととはできないため、昌視検査を行ない断線の原因を催認した上で判断する必要

がある。

[0042] なお、第l検査配線5a及び第2検査記線5bは図1～図3において画素基板2の外

屑縁に沿って2辺にわたって設けられてし1るが、走査線6とデータ隷7及びそれらと接

続する電極端子〈不思示）及び駆動用1C（不図示〉の配置に応じと第1検査配達家5a

及び第2検査配線5bの記置を変更することは可能で、あり、上記配置に限定されるも

のではない。
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[004~）］ また、第1検査配線5a及び第2按金配線めはなるだ、けま罰I；＼ほうが好ましく、画素基

板2上のデータ線7及び走査線6等の導電体形成時に第1検査パッド、9a及び第2検

査パッド9bとともに所定の形状にパターンニングぶして形成することができる。

[0044] 次に本実施形態に係る液晶表示パネルの検査方法について具体例を示しながら

説明する。本発明に係る液晶表示パネルの検査方法はホイールカッタ等の切断部

材で分断した後の液晶表示パネル1を検査対象とし、表面に設けられた各検査パッ

ド9a、9blこ電圧を印可して第1検査配線5a及び第2検査配緩5bの断線の有無を検

査する抵抗検査工在と目視による光学検査工程を組み合わせたものであるG なお、

以下の液晶表示パネノレの検査方法は液晶を注入した後の液品表示パネノレについて

検査を行なう場合に摂定されるものではなく液晶注入前のものにおいても仔なうこと

ができる。

[0045] 図4は液晶表示パネル1における画素基板2の表面構造を示す正面図であり、画素

基板2の外周縁にカケClが発生し、第1検査配線5aの一部が断線している。またカ

ケClは許容領域21を超えるほど大きなカケではなく第2検査員三隷5bは断線してい

ない。

[0046] 図4に示される液晶表示パネル1では、第1検査配隷5a及び第2検査配線5bの両

端に接続された検査パッド9a、9bにそれぞれ電圧を印可し行なう抵抗検査工程にお

いて第1検査配線5aの断線が確認され第2検査配線5bで、は断続は確認されないc

[0047] このように、第1検査配線5a及び第2検査員己線5bのうち第l検査配線5aのみに断

線が確認された場合、画素基板2の外縁に将来大きなワレにつながるクラック又は許

容できる程度の微小なカケの発生を予測することがで、きるC しかし、抵抗検査のみで

はクラックが発生しているのかカケが発生しているのかは判断するととができないため

、抵抗検査の後、目視等の光学検査により断線の原因を確認した上で当該液晶表

示パネル1の良品判断を行なう必要がある。そこで、自視検査により、カケClが画素

基板2の外周縁で発生した許容可能な大きさであり、その形状が援に基坂の大きな

ワレにつながるものではなし吃確認できた場合、当該液品表示パネノレを良品と判定

するふ

[00,18] 図5は液晶表示パネル1における同素基板2の去面構造を示す正面図であり、両素
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基板2の外周縁にカケC2が発生し、第1検査配線5a及び第2検査配線坊の一部が

断線している。このカケC2（主将来大きなワレにつながるものではないが許容領域21

を超える大きさのカケで、あるC

[0049] 区J5に；示される液晶表示パネル1で、は、第1検査配線5a及び第2検査員己隷5bの両

端iこ接続された検査パッド9a、%にそれぞれ電圧を印可し行なう抵抗検査工程にお

いて第1検査記線5a及び第2検査配隷5bの断譲が確認で、きるcこれにより、許容範

囲21を超えるクラック又はカケが画素基板2の外周縁iこ発生していると予測すること

ができるc

[0050] このように、第1検査配線5a及び第2検査車線5bの両方に断線が確認された場合

、自宅見検査を行なうことなく当該液晶表示パネル1を不良品で、あると判定するO

[0051] 図6は液晶表示パネル1における画素基板2の表面構造を示す正面留で、あり、画素

基板2の外周縁に将来大きなワレにつながるクラックC3が発生し、第1検査配線5aの

一部が断線している。また、クラックC3は許容範囲21を超えるほど大きなものではな

く第2検査配線5bは断線していなし、。

[0052] 図6に示される液品表示パネノレ1では、第1検査配線5a及び第2検査車線5bの両

端に接続された検査パッド弘、 9bにそれぞれ篭圧を印可し行なう抵抗検査工程にお

いて第1検査配線5aの断線が確認され第2検査配線5bで、は断続は確認されない。

とれにより、第1検査配線5aの断線の原因として将来大きなワレにつながるクラック又

は許容できる程度の微小なカケの発生を予測することができる。

[0053] このように、第1検査配鰻5aXは第2検査記線5bのいずれか一方に断線が確認さ

れた場合、低抗検査の後、目視検査により断線の原国を確認した上で当該液晶表

示パネル1の良品判断を行なう必要があるC そとで、日夜検査によ勺、クラックC3が将

来基板の大きなワレi二つながるクラックで、あることが確認で、きた場合、当該液晶表示

パネルを不良品と判定するc

[0054] 図7は液晶表示パネル1における画素基板2の表面構造を示す正面図であち、画素

基板2の第2験査配線5bの一部がパターン不良ド1により断線している。主た、第1検

査記譲5al土断線してし、ない。

[0055] 図7に示される液晶表示パネルlでは、第1検査配続5a及。ミ第2検査配線5bの再
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端に接続された検査パッド弘、 9bにそれぞれ重圧を印可し行なう抵抗検査工程にお

いて第2検査配線5bのみの断線が確認され第1検査配線5aでは断線技龍認されな

い。このとき、第1検査配穣5aが断続くしていないことから、第2検査配線訟の断線の

原因がヒピ、クラック、カクーではなしせ予測することができる。

[00fi6] このように、第1検査配線5a又は第2検査配緑町のいずれか一方に断線が確認さ

れた場合、抵抗検査の後、目視検査により断線の原因を確認した土で当該液晶表

示パネノレ1の良品判断を行なう必要があるO そこで、弓視検査により、断続の原因が

パターン不良Plによるものと確認することができれば、このパターン不良は液晶表示

パネノレの品質を低下させるものではないため当該液晶表示パネル1を良品と判定す

るc

〔0057] 図8は液晶表示パネル1における画素基板2の表面構造を示す正面国であり、画素

基板2の第1検査配隷5aの一部がパターン不良P2により断線している。また、第2検

査配線5bは断線していない。

〔0058] 図8に示される液晶表示パネJレ1で、第I検査配線5a及び第2検査配線5bの両端

に接続された検査パッド9a、9bにそれぞれ電圧を印可し行なう抵抗検査工程におい

て第1検査車線5aのみの断線が確認され第2検査配J線5bで、江断線は確認されない

。

〔0059] このように、第I検査配線5a又は第2検査配線5bのいずれか一方に断諌が確認さ

れた場合、抵抗議査の後、匡視検査により断線の原因を確認した上で当該液晶表

示パネル1の良品判断を行なう必要があるO そこで、目視検査により、断隷の原因が

パターン不良P2によるものと確認することがで、きれば、このパターン不良は液晶表示

パネルの品質を低下させるもので、はなし1ため当該液晶表示パネル1を良品と宇lj罰す

る《

[0060] 図9は液品表示パネル1における画素基板2の表面構造を示す正面密であり、画素

基板2とにクラック及びカケは発生していない。

[0061] 図9に示される液晶表示パネル1でi士、第1検査配緯5a及び第2検査配y隷5bの両

端に接続された検査パッド、9a 、 9b~こそれぞれ電圧を印可し行なう抵抗検査工程にお

いていずれの検査配線においても断線が確認されないσ三れにより、クラック又はカ
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ケが画素基板2のタト周縁に発生していなしせ予測することができるc

[0062] このように、第1検査配線5a及び第2検査配線めの両方に断線が確認されない場

合、目境検査を行なうことなく当該液晶表示パネル1を良品であると判定するG

[0063] 以上より、第1及び第2検査記線に断線が確認された場合、目視検査を行なうことな

く当該液晶表示パネルを不員品と判定する。また、第1及ひ、第2検査配線のいずれ

にも断藻が確認、されなかった場合、目視検査を行なうことなく当該液晶パネルを良品

と判定する。また、第1又は第2検査配線のいずれかに断線が確認された場合、目視

検査を行ない断線の原因を確認して液晶表示パネルを評価する。

[0064] したがって、抵抗検査によち液晶表示パネノレ1を一旦、不良品と良品とに選別し、抵

抗検査だけでは良品判断できない液晶表示パネルについてのみ目視検査をおこな

うことで、液晶表示パネルの検査効率を高めることがで、きるC

〔第2実撞形態］

[0065] 次に本発明の第2実塙形態に係る液晶表示パネノレ1を図を参照して説明するO な

お、上記第1実施形態と共通する部分については同ーの付号を千jーするとともに説明

を省略する。図10は、本実施形態、に係る液晶表示パネノレ1の分解斜規図で、あるO本

実撞形態に係る液晶表示パネル1も第1実描形態に係る液晶表示パネノレIと民援の

構成を有し、アクティブマトリクス駆動方式の液晶表示パネルであり、画素基抜2（こ対

向基板4を対向配置し、両基板2,4間に液晶3を封入して構成されている。

[0066] 図11(a）は本実施形態に揺る液晶表示パネル1の画素基板2の表面構造を示す

平面図であり、画素基板2は、透明な絶縁性基板上に護数の走査線6と複数のデー

タ線7とが互いに交差する表示領域30を有する。ここで、走査線6と複数のデータF穣

7の各交差部ごとに、画素電極及び該画素電極を駆動するスイッチング素子で、あるT

FTが形成され、液晶表示パネルの表示にあたっては、各画素霞極に走査線6及び

データ線7から電位を選択的に書き込み、画素電極と対向電極との間の電圧差iこよ

り：介在する液品を変調させることで、表示領域30に表示パターンを形成するものであ

るとまた、走査隷ちとデータ線7は電撞端子（不図示）と接続し’電極端子と対向する対

向基板上の領域は液晶表示パネノレの表示領域から切り離され、電極端子は外部に

露出しj駆動用IC（不図示〉と電気的に接続している。
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〔0067] また、画素基板2の透明な絶縁性基板の外馬縁に沿って第1検査配線5aが設けら

れるとともに、第1検査配線5aの内屑担IJに第2検査配藻坊が設けられている。第1検

査配線5a及び第21安査配線5bt士、画素基板単位で絶縁性基板を分断するj禁、発生

する画素基抜2の外周縁の一部にクラック又はカケを検出するためのものである。

[0068] 第1検査記線5aは画案基板2の外周縁で、クラック又はカケが発生した場合、容易に

断線するものである。この1$号線により、第1検査配線5aの両端に接続された検査パッ

ド9aiこ電圧を印可して抵抗検査を行なうことで、発生したクラック又はカケの脊無を検

出することができる。

[0069] ここで、画素基板2の外周縁において発生したクラックは微小なもので、あっても将来

絶縁性基板の大きなワレにつながる可能性があるため、クラックが発生した液晶表示

パネルは不良品と判定する必要があるO 一方、画素基板2の外罵縁において微小な

カケが発生した場合、このカケが将来絶縁性基板の大きなワレにつながる可能性の

ないものであり、液晶表示パネルの品費を低下させることがない程疫の大きさであれ

ば画素基板2を良品と判定することができる。

[0070] このカケが許容できるか否かの判断基準として画素基板2~こはその外周縁から内属

領iJに所定領域にわたる許容領域21（図中、斜線部分〉が設けられ、この許容領域21

を超える大きさのカケが発生した液晶表示パネノレを不良品と判断するO ここで、本実

擁形態に採る画素基板2では第2検査配線5bが前記許容領域21の内周縁に沿って

設けられ、この第21会査配線5bも第I検査配線5a~三同様に絶縁性基板のクラック又は

カケにより、容易に断線するものである。

[0071] したがって、第2検査配線5bの両端に接続された第2検査パッド、9bに電圧を印可し

て抵抗検査を行なうととで、第2検査配線5bが望号線した場合、抵抗検査により画素基

板2~こ許容領域21を超える大きさのクラック又はカケが発，生していると予測することが

できる。

[0072] 以上のことから、第11会査配線5a及び第2検査記線5bの抵抗検査の結果、第1検

査自己線5a及。ミ第2検査記隷5bのいずれもが断線している場合、同i素基板2はクラッ

ク又は許容できない大きさのカケが生じていると判定し、目視検査を行なうととなく不

良品であると判断する三とができる3 また、第1検査配線5a及び第2検査配線めのい
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ずれも断線していない場合、画素基板21·.~こi土クラックが発生していなし注予測でき、

自彊検査を行なうことなく良品であると判断することができる。

[0073] また、第1検査配線5a又は第2検査記線誌のどちらか一方で、断線が確認された場

合、抵抗検査のみで、は語素基板2の良品で、あるか不良品で、あるかの判断を確定する

ことはできないため、目視検査を行ないi新線の原因を確認した i：で判断する必要が

ある。

[0074] また、図11(b）は本実蒐形態に係る液晶表示パネル1の対向基板4の表面構造を

示す平面図であり、対向基板4表面には対向電極〈不図示〉が形成されるとともに、対

向基板4の外周縁に沿って第3検査配線5c及びその内局側に第4検査配線5dが設

けられている。これらは、画素基板2に設けた第1検査配線5aと第2検査配線ぬと同

様iこ、対向基板4に発生したカケ又はクラックを検出するためのもので、あるO

[0075] また、画素基抜2上に設けられた許容領域21と同様に対向基抜4上に発生したカ

ケが許容できるものであるか否かの判断基準として許容領域41（図中、斜線部分泊三

設けられ、第4検査配緩5dはその内周縁に拾って設けられている。

[0076] この第3検査配隷5c及び第4検査配線5dは基板上に発生したクラック又はカケが

発生した場合、容易に断線するものであり、両端に接続された検査バッド9c、9dに電

圧を印可して抵抗検査を行なうことで、対向基板4上に発生したクラック又はカケの有

無を検出することができる。

[0077] 以上のことから、第3検査配線5c及び第4検査配線5dの抵抗検査の結果、第3検

査配線5c及び第4検査配線5dのいずれもが断線している場合、対向基板4~こクラッ

ク又は許容できない大きさのカケが生じていると判定し、目視検査を行なうことなく対

向基板4を不良品であると判定することができる。また、第31会査配線5c及び第4検

査記譲5dのいずれも新線していない場合、対向基板4上にはクラックが発生してい

ないと予澱でき、対向基板4の自宅見検査を行なうことなく良品であると判断するととが

できる。

[0078] また、第3検査配隷5c又は第4験査配線5dのどちらか A 方でl新緑が確認された場

会、抵抗検査のみでは当該対向基抜が良品であるか不良品であるかの判断を確定

することはできないため、目視検査を行ない断線の原因を確認した上で判断する必
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要がある。

[0079] これらのことから、まず第1検査配線5a、第2検査配線町、第3検査記譲5c及び第

4検査配線5dの抵抗検査を行ない断線の右無を確認して匝素基板2及び対向基板

4，の良品、不良品の判断をした後、その結果を元に目視，検査を行ない、液晶表示パ

ネル1の良品又は不良品の判定を行なうcこれにより、不良品流出の防止や生産コス

トの軽減を図るとともに、極めて告頼性の高い液晶表示パネルを提供することが可能

となるc

[0080] なお、対向基板4上に設けられた第3検査配線5c及び第4検査車線5dは図10に

示すように画素基板2と対向する側の語に形成され、その各両端はi画素基板2と対向

基板4とを貼り合わせる際に挟み込まれた転移電極12c、12dを介して画素基板2J二

の検査パッド、9c、9dとそれぞれ接続されている。

[0081] これにより、画素基板2上の外部に露出した部分に検査パッド9a、9b、9c、9dが配

置され、抵抗検査の作業効率を高めることができる。

〔0082] また、第3検査配線5c及び第4検査配繰5d＇ま絶縁性基板の一方に ITO等からなる

透明寵極を所定の形状にバターエングすることにより形成することができるC

[0083〕 次に本実扇形態に係る液晶表示パネノレの検査方法について説明する。本発明に

係る液晶表示パネルの検査方法はホイーノレカッタ等の切断部材で、分断した後の液

晶表示パネノレ1を検査対象とし、画素基抜2表面に設けられた各検査パッド、9a、9b、

9c、9dに電圧を印可して第1検査配線5a、第21貧査配線5b、第3検査配線5c及び

第4検査配線5dの断線の有無を検査する抵抗検査工翠と自視による光学検査工程

を組み合わせたものである。以下に液晶表示パネル1の検査方法にっし1て具体例を

示しながら説明する。

[0084] 図12(a）は液晶表示パネル1における画素基板2の表面構造を示す正面図であり

、図12(b）は液晶表示パネノレ1における対向基板4の表面構造を示す正面図である

。画素基板2にはカケ、クラック等が発生していないが対向基板4の外男縁iこカケC4

が発生し、第3検査配線5cの一部が断ー線してし1る。またカケC4は許容領域41を超

えるほど大きなカケではなく第4検査配線5dは断線していなし＼。

〔0085] 図12に示される液晶表示パネル1では、第I検査配隷弘、第2検査配線5b、第3
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換査配線5c及び第4検査配線5dの南端に接続された検査パッド弘、 9b、9c、9dに

それぞれ電圧を印可し行なう抵抗検査工程において第3検査配線5cの断線が確認

されそれ以外の検査配線では断線は確認されない。これにより、画素基板2はクラッ

ク等が発生しておらず良品であると判断することができるとともに、対向基板4J奇縁で

は第3検査配／穣5cの断線の原因として将来大きなワレにつながるクラック F又は許容で

きる程度の微小なカケの発生を予測することができる。

[0086] このように、対向基板4において第3検査配線5c又は第4検査配線5dのいずれか

一方に断線が確認された場合、抵抗検査の後、目視検査により断線の原因を確認し

た上で、当該液晶表示パネル1の良品判断を行なう必要があるO こごさ＼目視検査によ

り、カケC4が対向基板4I::＇許容可能な大きさであり、その形状が後に基板の大きな

ワレにつながるもので、はなし1と確認できた場合、当該液晶表示パネノレを良品と判定

する。

〔0087] 図13(a）は液晶表示パネル1における画素基板2の表面構造を示す正面図であり

、図13(b）は液晶表示パネノレ1における対向基板4の表面構造を示す正面図である

。画素基板2にはカケ、クラック等が発生していないが対向基板4の外周縁にカケC5

が発生し、第3検査配線5c及び第4検査配線5dの一部が断線している。このカケC5

；主将来大きなワレにつながるものではないが許容領域41を超える大きさのものである

〔0088] 図13に示される液晶表示パネル1では、第1検査配線弘、第2検査配線5b、第3

検査配線5c及び第4検査配線5dの両端に接続された検査パッド9a、9b、9c、9dに

それぞれ電圧を印可し行なう抵抗検査工程において第3検査配線5c及び第4検査

配線5dの断線が確認される。とれにより、画素基板2はクラック等が発生しておらず

良品であると判断することができるとともに、対向基板4外局設で、は許容範囲41を超

えるクラック又はカケが発生していると予測することができる。

[0089] このように、対向基板4において第3検査配線5c及び第4検査配線5dの両方に断

線が確認された場会、目視検査を行なうことなく当該液晶表示パネルlを不良品と判

断する。

[0090] 図14(a）は液晶表示パネノレ1におけるi再素基板2の表面講造を示す正面図であり
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、関14(b）は液晶表示パネル1における対向基板4の表面構造を示す正面開である

の画素基板2にはカケ、クラック等が発生していないが対向基板4の外周縁にクラック

C6が発生し、第3検査配線5cの一部が断続くしている。またクラックC6は許容領域41

を超えるほど大きなカウーではなく第4検査配議5dは断線していなし＼o

[0091] 図141こ示される液晶表示パネル1で、は、第1検査配線弘、第2検査配譲5b、第3

検査配線5c及び第4検査配線5dの両端に接続された検査パッド弘、 9b、9c、9dに

それぞれ電圧を印可し行なう抵抗検査工程において第3検査配線5cの断擦が確認

されそれ以外の検査配線では断線は確認されない。これにより、画素基板2はクラッ

ク等が発生しておらず良品であると判断することができるとともに、対向基板4上では

第3検査配譲5cの断録の原閃として将来大きなワレにつながるクラック又は許容で、き

る程度の微ノトなカケの発生を予測することができる。

〔0092] このように、第3検査配線5c又は第4検査配線5dのいずれか一方に断線が確認さ

れた場合、抵抗検査の後、呂視検査により断線の京国を確認した上で当該液晶表

示パネノレ1の良品判断を行なう必要がある。ここで、目視挨査により、クラックCらが後

に基抜の大きなワレにつながるクラックで、あることが確認できた場合、当該液品表示

パネノレを不良品と判定する。

〔0093] 図15(a）は液晶表示パネル1における画素基板2の表面構造を示す正面図であり

、図15(b）は液晶表示パーネノレ1における対向基板4の表面構造を示す正面図である

。画素基板2の外周縁iこ将来大きなワレにつながるクラックC7が発生し、第1検査配

線5aの一部が断線してしも。また、クラックC7は許容範臣21を超えるほど大きなもの

ではなく第2検査配線5bは断線していなし＼o

[0094] また、対向基板4の外周縁にカケC8が発生し、第3検査配線5cの一部が断線して

しも。またカケC8は許容領域41を超えるほど大きなカケで；まなく第4検査記隷5d~土

断線していない。

[0095] 図15に示されrる液晶表示パネル1で、；士、第l検査配縁弘、第2検査配線5b、第3

検査配線5c及び第4検査配線5dの両端に接続された検査バッド弘、 9b、9c、9dに

それぞれ電圧を印可し行なう抵抗検査工程において第1検査配線5a及び第3検査

自己稼5cの断続が確認されそれ以外の検査配線で、は断線は確認されないcこれにより

pagE! 20 ()f45 

BOE Ex. 1002, p. 282
BOE v. Paneltouch

IPR2025-01482



VIJO 2QQ8/136153 

WO  2008/136153 19 PCT/JP2007/07-W13 

、画素基板2上．で、は第1検査配線5aの断線の原因として将来大きなワレにつながるク

ラック又は許容で、きる程度の微小なカケの発生を予測することがで、きるとともに、対向

基板4上で、は第3検査自己線5cの断線の原IE]として将来大きなヲレにつながるクラック

又は許容できる程度の徴／ト主力ケの発生を予測することができる。

[0096] このように、画素基板2において第1検査配穣5a又は第2検査配諌めのし、ずれか

一方に誇号線が確認された場合、又は対向基板4において第3検査員己稼5c又は第4検

査配線5dのいずれか一方に断線が確認された場合、抵抗検査の後、自視検査によ

り断線の原因を確認した上で当該液品表示パネル1の良品判断を行なう必要がある

。このとき、目視験査により、カケcsが対向基板4外周縁で発生した許容可能な大き

さであり、その形状が後に基板の大きなワレにつながるものではないと確認できた場

合でも、画素基板2においてクラックC7が後に基板の大きなワレにつながるクラックで

あると確認された場合、当該液晶表示パネルを不良品と判定する。

〔0097] 以上より、第1及び第2検査配線又は第3及び第4検査配線に断線が確認された場

合、目視検査を行なうことなく当該妓晶表示パネルを不良品と判定するO また、第1乃

至第4検査配線のいずれにも断線が確認されなかった場合、日程検査を行なうことな

く当該液晶パネルを良品と判定するO また、第1又は第2検査配線のいずれかに断線

が確認された場合、画素基板2のみ目提検査を行ない断線の原因を確認して液晶

表示パネルを評価するC また、第3又は第4検査配線のいずれかに断線が確認され

た場合、対向基板4のみ目視検査を行ない断線の原因を確認して液晶表示パネル

を評f面する。

〔0098] 従って、抵抗検査により良品又は不良品とと~IJI軒できる液晶表示パネル1を選別し、

抵抗検査だけでは良品判断できない液晶表示パネルについてのみ吾梶検査をおこ

なうことで、液晶表示パネノしの議査効率を高めることがで、きるc

〔第3実殖形態］

[0099] 次に本発明の第3実施形態に係る液晶表示パネルIを図を参照して説明する。な

お、上記第1実施形態及び第2実施形患と共通する部分については同ーの付号を

付するとともに説明を省略するこ、本実施形態に係る液晶表示ノミネノレ1も第1実撞形態

に係る液晶表示パネノレ1と同様の講戒を有し、アクティフ、マトヲクス駆動方式の液晶
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表示パネノレで、あり、画素基板2に対向基板4を対向配置し、両基板2,4間に液品3を

妻、j入して構成されている。

[0100] 関16は分断前の本実施形態に係る液晶表示パネル1における画素基板2の表面

構造を示す平面凶であるc本実施形態に係る被品パネノレは分断ライン13に沿って

絶縁性基援を分断して製造されるものであり、分断ライン13が当該液晶表示パネル

1の外周縁となる。絶縁性基板15上には複数の走査線6と複数のデータ線7とが互

いに交差する表示領域30が形成され、との表示領域30は走査線ちと複数のデータ

線7の各交差部ごとに、画素電極及び該画素電極を駆動するスイッチング素子が形

成され、液晶表示パネルの表示にあたっては、各画素電極に走査線6及びデータ線

7から電｛立を選択的に書き込み、画素電極，！：＇.対向電極 4との間の電圧差により介在す

る液晶を変調させることで表示パターンを形成するものである。また、走査線8とデー

タ線7は電極端子（不図示〉と接続し電極端子と対向する対向基板上の領域は液晶

表示パネルの表示領域から切切離され、震極端子は外部に露出し4駆動用IC（不図示

）と電気的に接続しているc

[0101] ここで、液晶表示パネル1の製造工程において絶縁性基板151士通常、分断ライン1

3に沿ってホイーノレカッタ等の切断部材（以下、ホイーノレカッタとしち。）によりスクライ

ブ傷を付けた後、分断されるが、この分針位置が分断ライン13から所定領域以上ズ

レて形成された場合、当該液晶表示パネルは不良品と判断されるO この分断位差が

許容できるか否かの判断基準として通常、分断ライン13より外毘併IHこ所定の許容領

域が設けられている。つまり、スクライブ位置が許容領域の外罵縁日を超えて形成さ

れなければ、当該液晶表示パネルは良品と判断されるσ

[0102] 本実描形態に係る液晶表示パネノレ1は画素基板側絶縁性基抜15において、第5

検査配線5eが許容領域の外周縁14に沿って設けられるとともに、この第5検査配諒

5d土縦方向と横方向の分断ライン13が交差する交差部付近で第1~実査配謀と接続

している。また、第5検査配線5eは分断ライン13の内罵但!Jで画素基板2上に設けら

れた検査パッド9c、9eと接続している。

〔0103〕 これにより、許容領域の外周縁日を超えず、所定の分断ライン13に沿って絶縁性

基板15が分断された場合、第5検査画己線5el土絶縁性基板15とともに切断されるコ一
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方、許容領域の外周縁14を超えて絶縁性基板15が分断された場合、第百検査配線

5el土切断されない。

[0104] ここで、液晶表示パネルの分断工程は、横方向及び縦方向と各方向の分断ライン1

3~こ沿って直線状にスクライブ、傷を付けて行なうため、分断位置のズレは各方向の分

断ライン13ごとに発生する。

[0105] 函17は分断後の本実施形態に係る液晶表示パネル1における画素基板2の表面

構造を示す平面図であり、図17(a）は縦方向及び横方向とも分断ライン13~こ治って

分断されたものであり、図17(b）は縦方向においては分断ライン13，こ沿って分断さ

れているが横方向においては許容領域の外周縁14を超えて分断されたもので、あるO

[0106] 図16と図l7(a）を比較すると明らかなように、分断ライン13に沿って分断された画

素基板2では、第5検査配諌5eが第5検査パッド9e、9eとの接続部分及び第1検査

配線5aとの接続部分において絶縁性基板15とともに切断されている。

〔0107〕 従って、同方向に配設された検査証隷と接続していた第5検査パッドおと第1検査

パッド9aに電圧を印可して抵抗検査を行ない第5検査配線5eの断線の存無を検査

した場合、断線が検出される。これにより、絶縁性基板15の横方向の分断が許容領

域内で行なわれていることがわかる。同様にして、第5検査パッド9eと第1検査パッド

9aに電圧を印可して抵抗検査を行なうことで、第5検査配線5eの断線が検出される

ため絶縁性基板15の縦方向の分断においても許容領域内で行なわれていることが

わかる。以上より、抵抗検査をおこなうことで、図17(a）に示される液品表示パネルl

i土分断位賓が許容領域内で形成された良品であると判断するととができるc

[0108] 一方、思16と図17(b）を比較すると明らかなように、図17（引に示す画素基板2は

縦方向においては、分断ライン13に沿って分断され、第5検査配線5cは第5検査パ

ッド9eとの該続部分及び第1検査配線5aとの接続部分が絶縁性基板15とともに切

窓号され断線している。とれにより、同方向に配設された検査配線と接続していた第5

検査パッド、9eと第1検査パッドおに重圧を印可して底抗検査を行ない第5験査配

議長の断線の存無を検査した場合、断線が検出される。従って、抵抗検査により絶

縁性基板15の縦方向の分断が許容領域内で行なわれてしもことがわかるこ

〔0109] また、 i両素基板2は横方向において分断ライン13に沿って分i折されておらず、許容
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領域の外周縁日を超えて分断されているため、第5検査配線5eは第5検査パッド9e

との接続部分及び第1検査配線5aとの接続部分が接続された状態で、絶縁性基板1

5が切断されている。これにより、第5検査パッド、9eと第1検査パッド、9aに電圧を印

可して誌抗検査を行ない第5検査配線5eの断線の有無を検査しLた場合、断線が検

出されない。話って、抵抗検査により絶縁性基板15の横方向の分断が許容領域の

外再縁14を超えて行なわれていると推測され、当該液品表示パネノレを不良品と判断

することができる。

[0110] 以上のことから、第1検査パッド、9a及び第5検査パッド9dこ電圧を印可して抵抗検

査を行ない、第5検査記線5eの断線の存無から絶縁性基板15の分断が許容領域の

外周縁14を超えて行なわれているかどうかを判断し、液晶表示パネノレの評師を行う

ことができる。

[0111] また、画素基板2の外周縁となる分断ライン13に沿って第1検査配線5aが設けられ

るとともに、第1検査配線5aの内局側に第2検査配緩めが設けられている。これは、

上記第1実描形態で、示したものと同様に液晶表示パネノレの製造工程において、分断

ライン13上、画素基板2の外周縁の一吉おこクラック又はカケが発生するこ~があるが、

第1検査配線5a及び第2検査配線めはこのクラック又はカケを検出するためのもの

である。

[0112] また、第2検査配線5bは画素基抜2の外周縁に発生したカケが許容できるものであ

るか否かの判断基準として設けられた許容領域21（図中、斜線部分〉の境界線に沿

って設けられている。これにより、許容領域21を超えるカケが発生した場合、この第2

検査記線5bが容易iこ断殺し、第2検査記線5bの両端に接続された検査パッド、9bに

電圧を印可して抵抗験査を行なうことによワ画素基板2に許容領域21を起えるクラッ

ク又はカケが発生していると推誤号することができる円

[0113] 以上のことから、本実塩形態に係る液品表示パネル1の検査方法はまず、分断ライ

ン方向ごとに応じた’第1，検査パ、ン・ド9a及び第5検査パッド9eに電圧を印可して抵抗検

査を行ない、少なくともどちらか一方の分断ライン方向において第5検査配隷5cの；新

線が確認されない場合、当該液晶表示パネルは分断位置のズレが許容範囲を超え

るものであり不良品と判断する。一方、全ての分断ライン方向において第5検査配椋
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5eの断線が確認された場合、当該液晶表示パネノレは分断位置のズレが許容範囲内

のものであると判断し、次に実施形態1の液晶表示パネルの検査方法と｜司様に第1

検査配線5a及び第2検査配線5bの抵抗検査を行なう。この結果、第1検査配線5a

及び第21会査自己線5bのいずれもが断線していると検出された場合、当該画素基板2

は目視検査を行なうことなく不良品であると判断することができるとともに、第1検査配

隷5a及ひ第2検査配線5bのいずれも断線していなし吃検出された場合、画素基板2

上にはクラック又はカケ、ヲレが発生していなし吃予測でき、目視検査を行なうととなく

良品であると判断するこ2つができる。

[0114] また、第1検査員己線5a又は第2検査配線5bのどちらか一方で、既穣が確認された場

合、抵抗検査のみでは当該画素基板2の良品であるか不良品であるかの判断を薙

定することはできないため、自視検査を行ない断線の原因を確認した上で判断する

必要がある。

[0115] なお、本実施形態に係る液品表示パネノレ1において対向基板4には第3検査自己諒

5c及び第4検査配線開は設けられていないが、第2実抱形態で示したように対向基

板4上第3検査配線5c及び第4検査配線5dを設け対向基板4上のクラック又はカケ、

ワレを検出する検査工程を本検査工程に加えることも可能である己

[0116] また、対向基板4の分額ラインの外周張IJに所定の許容領域を設け、該許容領域の

外局縁に沿って検査配線を設けるとともに該検査配線を対向基板上の分断ラインよ

り内周張uに引き出し画素基板2~対向基板4とを貼り会わせる擦に挟み込まれた転移

電極を分して画素基板2上の検査パッドと接続することにより、上記第5検査配線5c

と同様に検査パッドに電圧を印可して抵抗検査を行な11＇，断線の有無から対向基坂

4側の絶縁性基板の分断が許容領域の外周縁を超えて行なわれているかどうかを判

断することができる。また、このときの検査方法は上記説明した方法と同様の手順に

より行ーなうととができる。

[0117] また、第5検査配線5e、第1検査配線5a及び第2検査配線めはなるだけ細し、ほう

が好ましく、再素基板2上のデータ線7及び走査線6等の導電体形成時に験査パッド、

弘、 9b、9eとともに所定の形状にパターンニングして形成することがで、きるけ

[0118] なお、本実描形態における液晶表示パネル1は2辺にわたる分断ライン13に沿って
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絶縁性基板15を分断する場合を示したが、本発明はこれに限定されるわけで、はなく

、1辺、 3辺又は4辺にわたる分断ライン13に沿って絶縁性基抜15を分断する場合も

本発明の技術的範囲に含まれる。また、検査パッド9a、弘、助、 9bを用いて、液
3 4 3 4 

晶表示パネノレ1の角部におけるカケ、ワレを検出することも可能である。

〔0119] なお、本発明は｜：述した各実施形態、に限定されるもので、はなく、種々の変更が可

能であり、異なる実描形襲にそれぞ、れ開示された技術的手段を適宜組み合わせて

得られる実施形態についても本発明の技術的範囲に含まれるc例えば、上記実撞例

において、画素基板2又は対向基板4上に第1検査配線弘、第2検査配線5b、第3

検査配線5c、第4検査配線5b又は第5検査記線5eのうち少なくとも一本が設けられ

ていれば本発明に係る液晶表示パネルとみなすことができるO

産業上の利用可能性

[0120] 本発明は、液晶表示装量に利用することができ、これを用いた、液晶ディス7vイに

用いることができる。
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請求の範囲

[I] 絶縁性基板上に譲数の画素電極と前記画素電極のスイッチンクゃを行うスイッチング

素子とを備える画素基板と、絶縁性基板上iこ対向電極を備える対向基板が液晶層を

挟持してなる液晶表示パネルにおいて、

前記画素基板の外周縁に沿って第1検査配線が配設され、

該第1検査配線の両端と電気的に接続された第1検査パッドを用いて前記第1検査

配線の抵抗検査を行なうことによワ前記画素基板外縁に発生したクラック又はカケを

換出することを特徴とする液晶表示パネル。

[2〕 前記画素基板の外周縁から内周張ljに設けられた所定幅の許容領域の内黒縁に沿

って第2検査配線が配設され、

該第2検査配線の両端と電気的に接続された第2検査パッドを用いて前記第2検査

配隷の抵抗検査を行なうことにより前記画素基板外縁に発生したクラック又はカケを

検出することを特徴とする請求項1に記載の液晶表示パネル。

[3] 前記対向基板の外周縁iこ沿って第3検査配線が配設され、

該第3検査配線の両端と電気的に接続された第3検査パッドを用いて前記第3検査

配線の抵抗検査を行なうことにより前記対向基板外縁に発生したクラック又はカケを

検出することを特徴とする請求項1又は請求項2に記載の液晶表示パネル。

[4] 前記第3検査パッドが前記画素基板上に設けられていることを特徴とする請求項3

に記載の液晶表示パネル。

[5] 前記対向基板のタト周縁から内局側に設けられた所定幅の許容領域の内罵縁に沿

って第4検査配線が自己設され、

該第4検査配線の両端と電気的iこ接続された第4検査パッドを用いて前記第4検査

配線の抵抗検査を行なうことにより前記対向基板外縁に発生したクラック又はカケを

検出することを特徴とする請求項3に記載の液品表示パネル。

間 前記第4検査パッドが前記画素基板上に設けられていることを特徴とする詰求項5

iこ記載の液品表示パネノレ。

[7〕 分断ラインに治って前記絶縁性基板を分断し得られる詰求項I又は詰求項2に言己

載の液晶表示パネルにおいて、

Page?,7 of 4号

BOE Ex. 1002, p. 289
BOE v. Paneltouch

IPR2025-01482



W02008/136153 

明102008/136153 26 PCT/JP2007 /074013 

前記画素基板張日絶縁性基板の前記分断ライン外局艇に設けられた所定幅の許容震

域の外周縁に沿って第5検査配線が配設されるとともに、

該第5検査配線は分断ラインの交差部付近で前記第1検査配線に接続され、

該第5検査配線の河端と電気的に接続された第5検査パッドが前記分断ラインより内

局側に設けられ、

前記5検査パッド、及び前記第1検査バッドを用いて前記第5検査配線と前記第1検査

配隷詞の抵抗検査を行なうことにより分断ラインから外周側に生じた分断のズレを検

出することを特徴とする液品表示パネル。

〔8] 詰求項1又辻請求項2に記載の液晶表示パネ／レを検査する方法で、あって、

少なくとも前記第1又は第2検査配線のいずれかに電圧を印加する抵抗検査工程と

吾視による光学検査工程と、を含み、

前記抵抗検査工程において、液晶表示パネルの欠陥レべんを評揺して前記光学検

査工程を行なうか否かを判定することを特徴とする液品表示パネルの検査方法。
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wire along its ou七eど ciどcumferenceand resistance inspec七土onof七hefirs七

wire is carried out by using a firs七 inspectingpad electrical工y connected 
wi七h bo七h ends of 七he firs七 inspecting wire, (co工1七i工iued 七O ex七工a shee七）

J.己 Asall re（』
claims. 

2.口 Asall醐凶1.Je cla郎 couldbe詑叙ched¥Vi白O目teffiぽ tj邸 tiぢi目宰addil削 alfc促 s,l註isAutl 
a正lditional食es.

3.口 As制 ysり沼eof血ereq沿reえ1呂d必iぬ01 sea刷出W釘・elimelyp必dby白ea搾 lie犯 i’白isinlerr滋在tion 
0廷lyth骨scclaims fix which fees were paidラspecificallyclaims Nos. 

4. 0 No required ad品川凶searchfと…c別部均間的ythe昌pplicant. Consequently, this intern鉛 onalsearch report rs 
restricted to the invention first mentioned in the claims; it is covered by claims Nos －エ and 2令

Remark on Protest 

the 
口 Theadditional search fe，……ccompanied by the applicai山 p削減 8成功ereapplicable, 
payment ofa protest f云e.

口 Theaddi加 nalsearch fr…ere aeco時総ばbyth己主pplicanfspro凶 butth 
foe was not paid ¥Vithin the time limit specified in the invitat1011 

「1 No nrot己st:iccomn:rnied向 nav111巴民tof arlditinrnii記 2rchfP<" 
Form PCτ／ISA/210 (continualiりnof first sh己el(2)) (April 2007) 
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WO  2Q08/13615~ 

INTERNATIONAL SEARCH REPORT ｜加悶tio
PCT/JP2007/0740王3

Co工1七i主lUa七ionof BοX  Eミo.工工工 of co工1七i工iua℃ionof f土どS七 shee℃｛2) 

七herebyde七ec七inga crack or a chipped por七ionoccurどeda七 anOU七er
circumference of七hepixe工 subs七ra七e, "the special七echnicalfea七ure"
is dュsclosedin七heprior ar七docum en七， andi七is no七工lOVe工． Therefoどe,
七heinvent ion in claim工doesnot have "the special technical features" 
(those七echnicalfea七uresthat define a contribu七ionwhich each of七he
claimed inven七ions, consideどedas a whole, makes over七heprioど aど七｝
set for七h in PCT Ru工e 13.2 a七 aエエ． Thus, 七heどe are no七 one or more 
Of七hesame or cor玄espondingspecヱal七echnica工fea七uresin七heinven乞ions
in C工aims ［工， 2 ] , [ 3 , 6 ] , 7 and 8 ，七hisappヱica七iondoes工10七 comply
wi七h the requiremen七 of uni七Y of inven七ion.

Form PCT/ISA/210 {extra sheet) (Ap1 ii 2007) 
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居際調査報告 i国露出願番号 PCT/JP2007/074013 
A. 発明の属する分野の分類（富際特許分類（ IPC) ) 

Int.CL G02Fl/13(2006.0l）エ， G01R31/00〔2006.0l)i, G02Fl/134吾（2006.01) i 

B. 調査を行った分野

議査を行った最小限資料〈匡罷特許分類 (IpC) ) 

Int.CL G02Fl/13ア G01R31/00, G02Fl/1345 

最小設資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの

日本国実自新案公報 1922 1996年
日本昌公開実用薪案公報 1971 2008年
日本国実用新案受録公報 1996 2008年
日本国登録実用新案公報 1994 2008年

国際調査で使沼した電子デ｝タベース（データベ｝スの名称、課査に使用した用語〕

C. 関連すると認められる文献

引用文献rJ) 関連する

カテゴり｝＊ 引沼文献名 及び一部の筒所が関連するときは、その関連する箇所の表示 請求の範酉の番号

x J p 2003-131188 A（株式会社ジコー〉 1、 2

2 0 0 3. 0 5. 08，全文，全図 〈プァミりーなし）

仁 C擦の続きにも文献が列挙されている3 パテントブァミリ」ーに関するJllj紙を参照c

zド 引用文献σコカテゴリー の日の後に公表されたメ；戟

「AJ特に関連のある文献ではなく、一殻的技節水準を示す fT j罰際出願日又誌優先日後に公表された文献であって

もの 出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論

IE j国際出願呂前のお顕または特許であるが、冨際出願日 の理解のために引用するもの

以後に公表されたもの rx j 特に関連のある文献であって、当該文献σ：〉みで発明
「Lj優先権主張；こ堤義を提起する文献又は他の文献の発行 の芳規性又は進歩牲がないと考えられるもの

日若しくは組の特別な理由を確立するために引用す ry j 特に関連のある文献であって、当該文献と組CT)1以
る文献（理由を付す） 上の文献との、当業者にとって自明である組合せに

「Oj 口頭による毘示、使用、展示等に言及する文献 よって進歩性がないと考えられるも♂

r P J居捺出顕日前で、かっ優先権の主張の基礎となる出鞍 I & J 詞ーパテントファミリ一文献

1£ i堅議査を完了した日 国際調査報告む発送日
06. 03. 2008 18. 03. 2008 

亘際課査機関の名称及びあて先 特許庁審査官｛権限のき三る職員） lzLl3812 

日本国特許庁（ ISA/JP)
福島浩司

郵便番号100-8915
東京都千代田区霞が関三了巨 4昏 3今 電話番号 03--3581 1101 内線 ;3 2 5 5 

様式PCT/  I SA/  2 1 0 〈第2／こージJ ( 2 0 0 7年 4月｝
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E際調査報告 ！国際出頭番号 PCT/JP2007/074013

第R繍請求の範囲の部の調査ができないときの意見〈第 Iベージの 2の続き〕

詮第8条第3項（ PCT17条（2)(a））の規定により、この冨際調査報告は次の理主によわ請求の範囲の一部について作

或しなかった。

1.γ 請求の範毘 は、この冨際調査機関が諦査をすることを要しない対象に係るものである。

つまり、

2. c請求の範屈 は、有意義な匿捺譲査をすることができる程度まで所定の要件を満たして正、

ない国諜出願の部分に係るものである。つまり、

3. fで請求の範匿 は、従属請求の範屈であってPc T規則6.4 (a）の第2文及び第3文の規定iこ
従って記載されていないの

第直樹発明の単一位が欠如しているときの意見〈第1ベ←ジの 3の続き）

次に述べるようにこの匿捺出願に二以上の発明があるとこの冨際議査機聞は認めたc

請求の範囲［ 1、 2］、［ 3 6］、 7、 Sfこ係る発坊に共通する f特別な技能的持徴J；士、「絶縁・I生基抜土に
護数の語素電極と前記画素電揮のスイッチングを行うスイッチング素子とを備える画素基援と、絶縁性基
板上に対向電極を備える対前基板が液晶雇を挟持してなる液晶表示パネノレにおいて、前記画素基板の外周

縁に治って第1検査配線が配設され、該第 1検査配線の両端と電気的に接続された第 1検査パッドを用い
て前記第1換査記線の抵読検査を行なうことにより前記画素基板外縁に発生したクラック又はカケを検出

することを特設とする液晶表示パネルj であるが、この f特別な技箭的特設j は、先行技術文献に記載さ
れているので、新規でiまない。したがって、請求の範囲 1に係る発明は、 Pc T規貝lj1 3. 2の「特別な
技術的特？数J （クレームされた発明が全体として先行技術に対して行う貢献を明示する技術的特種〉を全く

有しない。 してみると、請求の範毘［ 1、 2］、［3-6L ア、 8に係る発明には、ー又は二以上の胃ーの
又は対応する f特別な技詩的特徴j が存在しないので、この出顛は発明の単一性の要件を満たしていないっ

1. r 出願人が必要な追加諒査手数料をすべて期需内iこ納付したので、この国際調査報告は、すべての調査ロJ註な請求
の範囲について作成した。

2. r竺 追）JO調査手数料を要求するまでもなく、すべての調査可能な請求の範囲について詞査することができたので、追
方日諒査手数料の納付を求めなかったc

3. rブ 出願人が必要な追加議査手数料を一部のみしか期罵内に納付しなかったので、この毘際議査報告は、手数料の納
付のあった次の誇求の範囲のみについて作成したっ

4. t~ 出願人が必要な追加諦査手数料を期間内；こ給付しなかったので、この国際調査報告は、詰求の範罰の最初に記載
されている発明に係る次の詰求の範罰について作成したむ

詰求の範囲ト 2

追理調査手数料の異議の申立てに関する注意

c i阜加調査手数料及び、該当する場合には、異議申立手数料の納付と共iこ、出願人から異議申立てがあったo
r 追加調査手数料の納付と共に出頭人から異議申立てがあったが、異議申立手数料が納付命令書に示した期間
内に支払われなかったc

ド 追加調査手数料の紘付はあったが、異議申立てはなかった。

様式PCT/  I S A/  2 1 0 （第 1ベージの続葉（ 2)) (2007'F4月）

BOE Ex. 1002, p. 307
BOE v. Paneltouch

IPR2025-01482



Searching P AJ Page 1of1 

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN 

( 11 )Publication numむer: 2009圃053390

(43)Date of publication of application : 12.03.2009 
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(2006. 01) 
(2006. 01) 
(2006. 01) 
(2006. 01) 

(22)Date of filing : 27.08.2007 

(71)Applicant: EPSON IMAGING D三VICES

CORP 

(72)1nventor: NAKAMURA YOSHIO 

(21 )Application number : 200下219371

( 54) ELECTRO圃OPTICALPANEL, PANEL INSPECTION M主THOD,AND ELECτRONIC 

APPARATUS 

(57)Abstract: 

PROBL豆MTO BE SOLVED: To provide an electro-

optical panel in which a wiring pa註ernarranged on a 

perimeter of a panel substrate can be inspected before 

mounting the IC chip. 

SOLUTION: A liquid crystal display panel 1 for use as 

the electro-optical panel includes: an array substrate AR 

where first and second connection wiringsし1andし2are 

formed in a regular wiring pa託emextending along a 

perimeter part; and defective wiring detecting patterns 

01 and 02 formed between the perimeter of the array 

substrate AR and the first and second connection wirings 

L 1 and L2. The possibility of disconnection in the first 

and second connection wirings L 1 and L2 formed in the 

regular wiring pattern can be determinedむydetecting 

whether the defective wiring detecting pa社emis disconnected姐

http://wwwl9.ipdl.inpit.go.jp/PA1/result/detail/main/wb－むoEaDA421053390Pl.htm 12/23/2013 
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JP 2Q09-5:3390 

(19) 8本冨持許奇(JP)

(12）公開特 許公報（A】 平膚（1~1特年許3日特出1開績f日公割2(（：四問開百四番~号5担.：.曲却｜12的制~1 
(43）公爵日

(51) Int. Cl. F l テーマコード（参考｝

G02F 111345 担踏i01) G02F 1/1345 2H088 

G02F 1/13 (2l恥 01) G02F 1/13 1 0 l 2H092 

G09F 9A鑓 信濃主01) G09F 9/00 352 5G435 

G02F 1/1343 (2l旭丘01) G09F 9/00 348Z 

G02F 1/1343 
審査請求未請求請求項の数 7 0し

(21）出頭番号

(22）出頭日

特藤2007-219371（陀001-219371) I (71）出願人 304053854
平成19年8月27日（2001.s. 21) I エプソンイメージングデバイス隊式会社

長野県安曇野市豊科白沢6925

(74）代理人 100095728 

弁理士上柳稜誉

σ4）代理人 100107261 

弁理士須津倍

(74）代理人 100127661 

弁理士宮緩一彦

(7号発明者中村芳夫

長野宗安曇野市豊科宮沢6925 エプソ

ンイメーシングデバイス株式会社内
Fターム（参考） 2H088 FA13 HAOl HA05 且A06 腿20

2廷092GA33 GA41 GA50 GA60 GA61 

掛57 NA30 PAOl PA06 

最終頁に続く

(54) ［発明の名祢］電気光学パネル、パネル検査方法及び電子機器

(57) （要約｝

【課題］ I Cチ、yプ実装蔚にパネル基板の毘縁に配設

された記譲パターンの挨査が可諮

な電気光学パネルを提供すること。

【解決手段］本発明の電気光学パネルとしての液晶表示

パネル1は、時接部に治って廷在

する正規苦己主主パターンである第1、第2接続配綾Ll、

L2が彰成されたアレイ基較AR

を有し、前記アレイ基坂ARの扇縁と前記第1、第2接

読重己譲し 1、L2との間に不畏配

線検出パターンDl、D2が形成されている。この不良

配謀、検出パターンの罰誌の有棄を

検知することにより、正規富首長パターンである第1、第

三接続配線し 1、L2の断隷の可

能性の有蕪を検知できる。

［選択図］図1

千

4、

,_ 
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［特許請求の範冨｝

｛請求項1)

( 2 ) 持需♀009-53390(P2009-53390A)

周縁部二沿って延在する正規直己競zパターンが影戒されたパネル基寂を有する電気克学パ

ネルであって、前記パネル基板の毘縁と前記正規配譲パターンとの揮に不良配譲検出パタ

ーンを彰成したことを特設とする電気充学パネル。

［請求項2]

誌記不良配譲検出パターンは、その南端に検査活端子が態成されていることを号訴設とす

る詰求項目：：¥'la誌の電気光学パネル。

［語求項3]

前記不昆富首長検出パターンは、その一端が検査用端子に接続され、能主詰が蔀記不良記長泉

検出パターンに近接して配設された最諒部の正規配隷パターンの端子に譲読されているこ

とを持徴とする藷求項1に記載の電気光学パネル。

［語求項4]

罵縁部に沿って廷在する正規配様、パターンが形成されたパネル基寂を有する電気光学パ

ネルで、あって、直言記正規配譲パターンの最議蔀の配譲パターンの謂端部近慢を分i校させ、

当該分岐した記諜パターンのそれぞれの端部に検査用靖子を形成したことを特数とする電

支法学パネル。

［詰求項5]

毘隷部に沿って廷在する正規毘譲パターンが形成されたパネル基較を有する電気光学パ

ネルの検査方法において、

前記パネル基板の思議と前記正士号車隷パターンとの留に不良重己競検出パターンを形成し

、前記不良配線検出パターンの顕鵠の有無を導通技査により検知し、前記不良直己隷検出パ

ターンの臨隷が検知されなかった場合には、前記正規配隷パターンに部議が無いと判定す

ることを特設とする電気光学パネルの検査方法。

［請求理6]

前記不良配報検出パターンの新議が検知されたときは配譲パターンの壊の検査により

前記正規配譲パターンの額縁を検査することを特教とする請求項5に記載の電気光学パネ

ルの隷査方法。

［語求項7]

請求理l～4のいずれかに記載の電気光学パネルを競えたことを特徴とする電子機器。

［発明の詳詔な説明］

［技荷分野｝

【0001]

本発明は、パーソナルコンビュー夕、携帯電話機やJ秀苦手措報端末等の電子機器の表示装
霊に痩用される電気光学パネル、パネル検査方法及び電子穣器に関するものである。

【背景技議｝

【0002]

近年、パーソナルコンビュー夕、携帯電話機や携帯構報端末等の電子機器の表示装置と

して、液晶表示装霊やEL ( Electro Luminescence ）表示装霊に代表される電気光学装

霊が多く捷罰されている。

[0003] 

このうち、液晶表示装置は、画素霊極及び共通電橿等が静成された2殺のパネル基板習

にシール枠を介在して貼り合せて、この姑り合せた両基板間に液品を封入した液晶表示パ

ネルを有している。この液晶表示パネルは、通常、複数枚分の小型パネルが形F戒できる大

きさの力ラス材からなる2設の大学jマザー基夜を用いて製造される。一方のマザー基坂に

は、個々のパネルごとにマトリクス：伎に配列した麗素電笹及びこの画素電橿に接読したス

イッチング素子等を形成し、地のマザー基板には麗素電懇Lこ対向する共通電極を形成する

。そして、これらのマザー基較を対向させて弱々のパネルごとに閣にシーJI,枠を介在して

詰り合せ、この貼り合せたマザー基板のタト習にスクライブ講を設けて押圧器呉等の工呉を

用いて破訴させて複数の空セルに分間L、この分院した空セルに液晶を封入する等の工程
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を経て製造されている（例えば、下記特許文献1参照）。
(0004] 

( 3) 特開2009-53390(P20明－53390A)

留9Aは詫来技街の議晶表示パネル10の平面図である。この液晶表示パネル10は2

校のパネル基板11、12を有している。このうち、富素電話及びスイッチング素子が配

話された一方のパネル基板11の表示領域外の周議部には、複数のICチップ搭載鎮域S

I～S4が設けられている。そして、このパネル基板11の一辺11xに外部制御毘路（
図示せず）に接続されるフレキシブルプリント寵韓基寂（FPC:Flexible Printed Cir 

cuit）が接続された複数本の接続靖子が配設され、これらの接続端子と各チツフ

s l～S4内の実装端子との間が複数本の接続麗隷Ll、L2で．接読されている。
[0005] 

また、各ICチツフ

テ．一夕綾が表示領域内へ導出されている。これらのソース繰及びデータ譲と接読自己践とは

、導電材からなる配緯パターンで形成されている。そして、各ICチッア領域Sl～S4

にはLs I等の半導体チップ（以下、 ICチップという）が実装されている。
[0006] 

なお、 EL表示パネルは、少なくとも 1枚のパネル基板上にスイ、ソチング．素子及び発売

暑が寵設されている以外は実質的に上述の譲晶表示パネルのパネル基板11と河様の構成

をf嘉えている。
[0007] 

ところが、ソース隷及びデータ譲は、パネル基板11上に導電材からなる自首泉パターン

で形成されるので、これらの寵譲パターンがその製造工者ご態告或いは断言呈することがあ

る。そこで、夜品表示パネルやEL表示パネル等の電気光学パオ、ルの製造工程では、通常

I Cチップが実装される蔚に配譲パターンの短絡或いは臨線の有蕪を検査する中間検査

が実施されている（例えば、下記特許文献2参照〉。ここで、下記特許文献2tこ開示され

ている液晶駆動用 ICチップの実装領域及び検査プローブについて図10 A及び密lOB

を用いて説明する G なお、図10 Aは下記特許文献2~こ掲示された漉品騒動尼 I Cチップ

の実装領域の拡大平面図、国10 Bは按査プローブの平面図である。

[0008] 

下記特許文獄2tこ語示された法品表示パネルのパネル基板のICチップ搭載領域は、こ

の韻域の一辺aから援数本の引出霊極20u～20zの端部が引き込まれている。これら
の引出電橿20 u～20 zは、 ICチッフ。搭載領域内に入ってからの所定の長さ部分に I

Cチップの実装靖子と接続されるバンプ尾端子2lu～21z及びこれらの端子の延長上

に検査用端子22u～22zが設けられている。これらの議査用端子22u～22z辻、

チップ搭載讃壊の一辺aから、その種類、例えばヲi出電極20u～20 zそれぞれが表示
を行う邑成分（R、G、B等）善にそれぞれ一定の距離し了、 Lg、Lb離れたイ立置に形

或されている。また、この検査用環子22u～22zに接触される検査プローブ30は、

図10 Bに示すように、横長手方向に対して所定轄に導電柱粒子カ｛j,晃入された帯状導電層

32R、32G、328が形成され、残余の蔀分が帯状絶諒暑33、33として各帯状導

電暑32R、32G、32Bの詩に介在された導霊ラパーで形成されている。

[0009] 

譲品表示パネル10の検査は、チップ語載霞域内に一列に並んだR、G、B検査問端子

22u～22zに、検査プローブ30の帯状導電麗32R、32G、32Bを接融させ、

不図示の検査装置から所定の信号を送って、配鵠パターンの断続或いは短絡等の換査が行

なわれる。

｛特許文献1】特需2002-36ラ648号公報（毘16、段落〔0002〕～〔00 

06〕）

｛持許文献2］特関2006-3741号公報（図3 段落〔0021〕～〔0028〕

｛発明の開示】

｛発明が解決しようとする課題｝
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[0010} 

上述したとおり、液晶表示パネルやEL表示パネル等の電気光学パネルはその製造工程

においてマザー基板の分断、液晶封入等の工程を経た設に、パネル基板上に配設された配

線パターンの酪謀或は短詩の有架等の検査が行なわれている。このような電気光学パネル

の検査は、上記特許文献2の検査方法にみられるように、パネル基較のチップ搭載掻域内

に設けられた捜査用靖子に検査プローブ、を接触させることによって行われている。

[0011] 

しかしながら、この挽査方法は、ソース縁及びデータ譲の酷譲或は短絡、すなわち Ic 
チップに対する出力i閣に位置する配線パターンの断隷等を検出することはできるが、 Ic 
チップに対する入力側、すなわちICチップとこのICチップに入力信号を送るFp Cと

の聞の接続寵譲の欠陥を検出することはできない。通常、この接続車諒は、留9Aにおい

て配緯パターンLl、L2で示されているように、パネル基板の最外縁部分を事国されて

おり、マザー基板を護教のパネルに分院号する擦に欠陥が生じやすい。加えて、電気光学パ

ネルはより高靖結北及び小型化される傾向にあり、しかも大将のマザー基較からより多く

の小型パネル基板を形成で、きるように、 i開妾する個々のノi還パネル基板の境界領域が窪め
て狭く Lた設計になってきている。
[0012] 

そのため、パネル茎板の配繰パターンは、図9Aにみられるように、パネル周繰に麓め

て近い位置に配設されるようになってきている。一方、パネル基較の製造は、ヌゲラス材で

形成された大判のマザー基較を小型パネル基較に分断し、この分額した小型パネル基複を

所定の製造装置に搬送して所定の加工を施すことによって製造されるので、分断時に毘縁

部に言語れや欠けが生じたり、製造工程中に小型パネル基板が障害物等に嵩突し、その際の

衝撃力によって、小型パネル基較の閣議が大きく欠けたり（国9B参照〉或いは亀裂が発

生したり（図9C参頭）することがある。このような欠けや亀裂が発生すると、パネル基

坂の周縁に近接して配設された配隷パターンL1 L2が一部議損或いは切蔀されてしま

うことがある。 Lかしながら、このような翠謀パターンLLL2等の破損ないし切断は
、上記持許文献1に開示された検査方法で‘は検出することができず、 ICチッフ。が実装さ

れ、 Fp Cが接続され、このFp Cから所定の詰号が加えられたときに初めて発見するこ

とができる。ところが、この段階での不良発見は、既にパネル基板上にICチッフ等が実

装されており、また、パネル基寂を分解して断謀不良の播修等をすることができないため

、パネル基板そのものを不良品として処理せざるを得なくなっている。この段階で麗棄処

分となると、パネル基標本体、 ICチップ、接続ケーブル等の全ての部品が無駄になり、

その損失が高額になる。特に、パネル基較に護数i国のICチップが実装されるCOG  (Ch 
ip On Glass）聖の電気光学パネルで辻、 ICチップが｛告の部品に比較して高額となるた

めに、その損害額が高額になる。

[0013] 

そこで、本発明は上記の課題を解決するためになされたものであって、本発明の目的は

I Cチップ実装前にパネル基板の周縁に配設された配線パターンの検査が可能な電気光

学パネル、この電気充学パネルのパネル読査方法瓦び電子機器を提洪することにある。

［課題を解決するための手段］

【0014]

上記呂的を達或するため、本発明の第1の態、議にかかる電気光学パネルは、間縁部に沿

って廷在する正規配謀パターンが形成されたパネル基按を有する電気光学パネルであって

、前記パネル基板の周縁と前記正規配隷パターンとの毘に不長j!lj［譲検出パターンを形成し

たことを特徴とする。

[0015] 

本発明の第1の堅議にかかる電気光学パネルによれば、パネル基較にICチヴプを搭載

する前であっても、不良自民主検出パターンの割譲の有無を検知することにより、少なくと

もこのパネル基較に記設された正規配隷パターンの良否を推定することが可能になる。す

なわち、不良配隷検出パターンに関誌が生仁ていなければ、基較の欠けや亀裂によって正
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理配譲パターンに断誌等の車線不良が生じている可能性は非常に小さい。また、不良配隷

検出パターンの新議が挽出された場合、正規酪泉パターンに百己隷不良が生じている可能性

は非常に大きいので、別途自語論査等を行うことによって正規配線パターンの配譲不良の

有無を検知することができる。そのため、本発明の電気光学パネルによれば、従来例では

行われていなかった製造工翠の早い段躍でパネル不良を判定で〉きるので、麗棄活分する擦

の損失を｛邸主できる。

[ 0016] 

なお、本発明にいう F正規配譲j とは、コモン配議、グラウンド配譲を含み、河等かの

電気光学パネル駆動沼の電気信号が流れている配謀を示す。また、本発明にいう「不良重己

繰 j とは、正規喜三議の rlffi隷」及び正規富岳泉の一部カf破損して抵技値が増大するいわゆる
f組内化j を指すものである。

(0017] 

また、上記態様の電気光学パネルにおいては、蔀記不良配議検出パターンは、その南端

に検査用端子が形成されていることが女子ましい。

[0018] 

諮る態擦の電気光学パネルによれば、不良喜三綾検出パターンの南端に検査用靖子を設け

たため、これらの検査靖子に計測用のプローブ．を当接するだけで不良毘譲検査パターンの

断線の有無を検出することができるようになる。

[0019] 

また、上言己態諜の電気光学パネルにおいては、前記不良配隷検出パターンは、そのー壌

が検査舟靖子に接続され、イ患端が前記不良配譲検出パターンに近接して配設された最語部

の正環配譲パターンの端子に接続されていることが貴子ましい。

[0020] 

1系る態，様の電気光学パネルによれば、不良酪泉検出パターンに近接して寵設された正規
配謀パターンを一方の検査用端子として兼用できるため、検査用靖子の数を少なくできる

【0021]

また、上記目的を達成するため、本発明の第2の態諜にかかる電気光学パネルは、題縁

部に治って延在する正規露日韓パターンが形成されたパネル基較を：有する電気光学パネルで

あって、前記正規麗譲パターンの最諒蔀の配競パターンの南端部近接を分岐させ、当該分

較した雪首長パターンのそれぞれの端部に検査尾端子を形成したことを持教とする。

[0022] 

本発明の第2の態援にかかる電気光学パネルによれば、別途不良書号線検出パターンを形

成することなく、正規配隷パターンを利謂して不良配隷の検査ができるようになる。

[0023] 

更に、上記目的を達成するため、本発明の第3の態諜にかかる電気光学パネルの検査方
法は、周縁部に治って延在する正規配隷パターンノが形成されたパネル基板を有する電気光

学パネルの竣査方法において、荷記パネル基較の属議と前記正葉書己室長パターンとの間に不

良配譲検出パターンを形成し、前記不良重己譲検出パターンの断議の有無を導通積査により

検知し、前記不良配譲検出パターンの酪譲が検知されなかった場合には、前記正窺配緯パ

ターンに顕譲が無いと判定することを持母とする。

【0024]

1系る態様の電気光学パネルの検査方法によれば、蕗記霊気克学パネルの発明の効果を奏
する電気光学パネルの検査方法を護供できる ο

[0025】

また、上記態様の電気光学パネルの検査方法においては、前記不良重己隷検出パターンの

節操が検知されたときは、配謀パターンの援の検査により前記正規配譲パターンの断隷を

検査することが好ましい。

【0026]

不良配諜検出パターンの部線が検知されたことは、置ちに正規配隷パターンが隣接して
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いることを示すものではないが、正規配譲パターンが猷諒している可能性が大きいことを

示すものである。従って、係る態様の電気光学パネルの検査方法によれば、正規配線パタ

ーンが断譲している可能性が大きいと判断されたものについてのみ再度正規配鵠パターン

が断諒しているか否かを験査するので、再境検査する電気光学パネルの数を少なくするこ

とができ、検査効率が向上する。加えて、正規配線パターンが宜野議している可能性が大き

いと判断されたものの全てを破棄するE必要がなくなるから、被棄する電気光学パネルの数

を減らすことができ、電気光学パネルの製造コストを大福に鑑議することができるように

なる。

【0027]

更にまた、上記吾的を達成するため、本発暁の第4の態援にかかる電子機器は、上記い

すヲ工かに記載の電気光学パネルを構えたことを替徴とする。

(0028] 

揺る患様の電子機器によれば、上記のような効果を奏する電気光学パネルを龍用した電

子機器が得られる。

［発明を実主をするための最良の形態］

[0029] 

以下、図面を参照して本発明の最良の実施形惑を説明する。但し、以下に示す実施形態

は、本発明の技能思想、を具体化するための電気光学パネルとしての液品表示パネル及びこ

のパネルの検査方法を例示するものであって、本発明をこれらに特定することを意図する

ものではなく、特許請求の範屈に含まれるその｛也の実施形態のものも等しく適蕗し得るも

のである。

[0030] 

図1は実施例Hこf系る液晶表示パネルの平菌密である。国2は国1のII-II鎮の断E図
である。函3Aは謹1のII I A部分の拡大平面底、図3Bは図1のIII B部分の拡大平雷図

、図3Cは図1のII I C部分の拡大平面図、図3Dは国1のiII D部分の拡大平面図である

。医4は実施例2tこf系る液晶表示パネルの平面図である。国ちAは毘4のVA部分の拡大
平面図、国ラBはVB部分の拡大平面題、図ラCはvc蔀分の拡大平面図、図5DはVD 
部分の荘一太平面図である。国6は実施伊lj3に｛系る液晶表示パネルの平面密である。留7A

は図6のVIIA部分の拡大平面図、図7Bは毘6のVIIB部分の拡大平面雷、国7Cは図6

のVIIC部分の拡大平語図である。国SAは本発明の液晶表示パネルを露載したパーソナ

ルコンビュータを示す図であり、留8Bは本発明の液晶表示パネルを搭載した携帯電話議

を示す毘である。なお、この明調書における説明のために用いられた各国面においては、

各濯や各部材を図面上で認識可能な程度の大きさとするため、各層や各部材毎に縮尺を異

ならせて表示しており、必ずしも実擦の寸法に比例して表示されているものではない。

［実施伊tl)

[0031] 

図1及び毘2tこ示すように、本発明の実施悶1に係る液品表示パネル1は、題素電極及

び薄嬢トランジスタ（ThinFilm Transistor：以下、 TF Tという）からなるスイッチン

グ素子等が形成されたアレイ基板（以下、 AR基援という） 2と、このAR基板2と対向

する面にカラーフィルタ及び共通電量等が形成されたカラーフィルタ基板（以下、 CF基

板という） 4と、を｛藷え、 AR基板三とCF基榎4とは間にシール枠6を介在Lて望書り合
せ、再基板2、4とシール枠4とによって掴まれた領域に液晶7が封入された構成となっ

ている。なお、図2では、 AR基榎2上に設けた画素電謹及び各種盟議が構造物3として

、CF基按4上のカラーフィルタ及び共通電極等が構造物ちとしてそれぞれ示されている

[003之］

この液晶表示パネル日立、複数枚分の小型パネルを形成で怠る大きさのガラス材からな

る2枚の不図示の大判マザー基較を用いて製造される。このうち一方のマザー基誌には個

マのパネルごとにマトリクス状に記列した画素電橿及びこの画素電彊に接続LたTF T等
を彰成して覆数のAR基衷2を事戒し、他のマザー基夜にはAR基較2の画素領域に合わ

Page 6 of15 

BOE Ex. 1002, p. 314
BOE v. Paneltouch

IPR2025-01482



JP 2009-53390 

（？） 特開2009-53390(P2009-53390A)

せてマトリクス状に設けたブラックマトリクスと、このブラックマトリクスで屈まれた領

域に設けた伊iえば赤（R）、諒（ G）、青（ B）等のカラーフィルタと、このカラーフィ
ルタを覆うように設けた共通（コモン｝電擾とを形成する。そして、これらのマザー基較

の表面を対向させて週々のパネlレ二、とにシール梓により貼り合せ、この貼り合せたマザー

基較のタト面｛こスクライブ講を設けて搾圧器具等の工呉で剖圧して破産耳させ、複数枚分の掴

々のパネルに分臨する。また、分断されたパネルに液晶が封入さま工ることにより議晶表示

パネル1が製造される。 TF T等が形成された基板はAR基板2、カラーフィルタ等が形

成された基板はCF基板4となっている。

[0033] 

A R基板2は、対向する長辺2a、2b及び短辺2c、2dを有するま巨形状の基寂から

なり、一方の長辺2b及び短辺2d簡には、 CF基坂4と詰り合わせた際に外部に露出す

る張出し部2X、2YfJ王形或されている。これらの張出し部2X、2Yには、浪品駆勤F司
のICチツフ。が実装される護数のICチツフ

らのICチツフ3捧載領域Sl～84のうち、 1つのICチップ搭載領域Sl辻、短辺2d

聞の張出し蔀2Yにあってグートドライパ用ICチ、ブプが実装され、｛也のICチップ搭載

領域S2～J S4は、長辺2b関の張出し音~2Xにあってそれぞれにソースドライパ用 Ic 
チップが実装されるようになっている。

【0034]

各ICチップ搭載領域Sl～S4内には、各Fp Cを介して入力される各種信号を Ic 
チップに入力するための接続配瀧Ll、L2が接続される語数個の入力側バンプ荊端子t

l N と、表示領域DA内に記設されるソース譲SWI～swz及びゲート隷GW1～GW
E に接続される複数留の出力関バンプ用端子tOU  T が配設されている。なお、図3Cに

はICチッフ。語載領域Slの入力関バンプ男端子tI N 英び出力関バンプ罵龍子t0 uγ 

が示されている。

[0035] 

また、 ICチ、アプ搭載領域Slからは、語数本のゲート綾GW1～GWnか暁定の間寵

をあけて導出されて図1の行方向（AR基数2の長尺方向1）に沿って配列されている。ま

た、長辺2bに設けられた ICチップ搭載領域82～S4からは、語教本のソース線Sw 
1～swzが互いに所定の濁請をあけて導出されて理工の列方向（AR基板2の塑尺方舟
）に沿って寵列されている。なお、匡1においては、 ICチップ搭載領域S2からはソー

ス隷SW1～swx、ICチップ搭載領域S3から｛立ソース譲Swx十 1～SWy、Ic 
チ、yブ

ぞれのゲ一ト隷G京11～G王司JR とソ一ス譲SW1～S京rzは、図示しない絶縁膜を介して
互いに絶縁された状態で意層され表示額域DAl相こマトリクス状に醍議されている。また

、ゲート謀GW~ ～GWn とソース線sw i～swzとで留まれるそれぞれの領域にゲー
ト線GW1～GWniこ印加される走査詰号によってオンするスイヴチング素子としてのT

F T、及び、ソース線SW1～swzに印刻される鞍議官号がTF Tを介して畏給される
画素電極が形成されている。これらのゲート緯GW1～GWn及びソース隷SW1～sw 
zは、遮光性金属材料、伊iえは℃了、 A i、Tiあるいはこれらを多層講遣としたものか
らなる配線パターンで形成されている。

[ 0036) 

A R基較2表面の長選2bに近接する一部には、外部制揮屈蕗に接続されたFp Cを接

続するための複数本の接続端子すが設けられている。接続器子TとICチップ語載領域S

1～S4内の出力nmバンア用端子t1 N とは、張出し部2X、ZYにヲi留された第l、第
2接続jllj~譲Ll 、 L2でそれぞれ接続されている。第 1 、第2接続重己競Ll 、 L2はゲー

ト隷GW1～GWnと同ーの持科を｛吏用し、ゲート譲GW1～GV¥Tnを形成する工程と同

一工誼で影戒されると女子ましい令

[0037] 

以下には、図1及び図3を参黙して、 AR基較2に配設される接続医長主LI、L2の構

造等について詳述する。図3Aに示すように、接続端子Tは、：複数本の接続靖子Tl～す
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M及びT双十 1～τzからなり、これらの接続端子Tl～Tzは長辺2bに沿って一列i，二

百E設されている。また、これらの接続靖子Tl～Tzの両関部には、検査パットpi、P
2がそれぞれ設けられている。吏に、接読鶏子Tl～Tzから最も言霊れた ICチツフ

領或s1及ひ・s2の近i芳に誌それぞ．れ検査パツ｝ごPヨ、 P4が設けられている。各検査パ
ッドP1～P4は、不思示の接査プロープの読点がす競金できるように比較的大きい面積を

有する端子片で形成されている。

[0038] 

語教本の接続靖子Ti～TM及びTM十 1～Tzのうち、接続端子Tl～TMには複数

本の第1接続記鰻L1 :0玉按読されており この接続醍緩LIは長辺2bに沿って自己設され

てICチップ語載領域S2、S3内の各入力側バンプ用端子tI N に接続されている。ま

た、接続端子TM十 1～Tzには複数本の第2接読配譲L2が語読されており、この接読

配譲L2は長辺2b及び、短i互2dに沿つて配設されて ECチツフ

各入力nmパンフo用端子tI N Lこ接続されている。
[0039] 

第1、第2接続配隷L2は、隣接する 2つの接続自己議群LaとLb及びLcとLdとか

ら構成されている。このうち、接続配隷群LaはECチップ搭載領域S2内の入力関バン

プ用靖子七 INに、接続配隷群LbはICチップ搭載領域S3の入力嬢バンプ用端子tI 

誌に、接読富E隷群LCはICチ、yフ
匡5奇皐群LdはZCチツフ。諾載領域Slの入力i爵パンフ。詞端子tI Nにそれぞ、れ接読されて
いる。

[0040] 

また、第工、第2接続配線L1, L2のタH題、すなわち、パネル基寂2の長辺Zb及び
短辺2dの属議蔀担qには不良配線検出パターンD1, D 2が配設されている。この不良百三
譲検出パターンDl、D2はパネル基坂2の毘繰部から例えば0.025mmだけ内i閣の
位置（図3D参疑）に位置しており、その謀橿は、例えば0. 03mmで‘あって、この不

良自己謀検出パターンDl、D2と接続配譲Lb、Ldとは、伊iえば0. lm m離れている
。なお、接続配線L上 L2の幅長は伊jえばo.0 0ラmmで、あり、各接続配謀Ll、L
2向土の間隔は伊jえは・o.0 3mmとなっている。これらの不良配譲検出パターンDl、
D2うち、不良重己隷検出パターンDlは検査パッドPl、P3問、及U司王良配譲検出パタ

ーンD2は検査パッドP2、P4閤をそれぞれ譲読するものとなっている。これらの不良

雲母泉続出パターンDl、D2！，立、接読配議Ll、L2と同様にゲート諒GW1～GWnと

再ーの材料を使用し、ゲート譲GW1～GWnを醇成する工程と同一工程で形成されると

妻子ましい。

[ 0041] 

第上第2接続配譲Ll、L2は、接続端子すに接続されてFp Cから ICチ、ソプ搭載

額域Sl～S4に搭載された ICチップに所定の信号を｛五呈する信号線となっている。こ

れらの第上第2接続配議、L上 L2は、各種信号を伝送する配隷であることから本発明

における正規百三践に対応する。また、この実施WIJにおける各不良西日隷検出パターンDl、

D2は、検査用とLて追加したダミーパターンである。員、各不良配韓検出パターンDl
、D2として、従来から普通に形成されていたシールド譲等を現用することにより形成し

てもよい。

【0042]

上述したように、各不良配謀検出パターンDl、D2は第1、第2譲続配隷LLL之

の外翻（AR基板2の詞諒吾flに最も近い位置〉を屈むように配設されている（毘1参照）

。この位置に麗設することにより、漉品表示パネル，1の製造工程においてAR基板2の周

接部に欠けや亀裂等が発生すると、初めに不良配嬢検出パターンDl、D2に欠陥が発生

する。そして、この欠けや亀裂等が大きいとその内側にある第1、第2接続記線LLL 

2まで破損あるいは切断されることになる。
[ 0043] 

次に、これらの不良記報検出パターンDl、D2を用いた不良配線パターン検査方法を
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説明する。不良直接パターン按査方法のうち、出隷検査は、各検査パヴドp1、P2及び、

P3、P4簡に配設した不良翼政泉検出パターンDl、D2の導通検査によって行なわれる

。この導通按査は、検査パッドPl、P3関及び検査パッドP2、P4罰に電圧を印加し

て、その導通の有無を換知する単純な検査手段を用いて行われる。この検査手段は、伊jえ

は、公知の検査プローブを利用して、 ICチップ実装誌の検査特にこの検査プローブを検

査パッドに接地させて各検査接点に所定の電圧をEfJ加して抵誌鑑を計測することにより、
各検査パッド揮に接続された不良配隷換出パターンDl、02の新繰の有無が検出される

。尚、翫議していても離器せずに接触しているときは抵長鐘が大きくなるものの接続は誰

持されるが、これも断隷とみなす。

【0044]

この導通検査により、不良配線検出パターンDl、02のいずれか1本でも断隷してし1

れば導通しないので、各不良重E提携出パターンDl、02の部譲を簡単に検出できる。そ
して、不良吉酔長検出パターンDl、D2が断議していると、これらの不良配譲検出パター

ンD1, D 2に僅かな関宿（例えば0. 1 mm）をおいて近接寵宣している第l、第2接

続直接LI、L2からなる互理配J緩パターンが断隷あるいは紹肉化している確率が笹めて

高いので、不良寵謀検出パターンDl、D2の街譲が検出されたものは一応不畏品として

処理される。この検査は、 AR基寂2にICチップを搭載する前に実施できるので、製造

工程の早い段階で不良品を発見できる。

[0045] 

この検査において不良配線検出パターンDLD2の臨線が検出されて一応不良品と判

定された場合でも、近接配置されている第上第2接続百識し1、L2からなる正規配譲

パターンが掛譲あるい誌纏肉fとしていないもの（良品）が渠入している可能性がある。こ
のような良品を破棄してしまうことは経活的に大きな損失となるので、不良費三謀検出パタ

ーンD1、D2の儲読が検出されて一応不良品と判定されとものについては全て顕敬鏡等

を黒いた呂境検査を行なう。この目視検査によって、第上第2接続配緯L1, L2の状

態を語べることにより、上述のような一応不良品と斡定されたものの中に混入していた良

品を選撰することができるので、良品を誤って不良品と判断して酸素Lてしまうようなこ
とを助止できるようになる。しかも、話語検査しなければならなしEパネル基寂2の数は不

昆聖母皐検出パターンD上 02の導還の有無によって選別されているので大福に少なくな

り、自説按査の導入が製造効率に与える影響は小さい。なお、この二次換査方法は自説検

査に限定するものではない。伊iえば、正埠配猿パターンを撮像し、基準パターンと比較し
たり、パターンの連結を撮患の分主将で確認したりしてもよい。

[0046] 

このように、実施例1の譲晶表示パネル1においては、 AR基板2の張出し部分2X、

2Yに配設される正規毘謀パターンである第上第2接続吉正譲LI、L2の最タト濁部に不

良配隷検出パターンDl、02カ漕己設されている。そして、パネル基板にICチップ。を搭

載する龍であっても、これらの不良配譲検出パターンDl、D2の断謀の有無を検知する

ことにより、少なくともこのAR基板2に配設された第1、第2接続配銭LLL2の良

否を推定することが可能になる。すなわち、不良配隷検出パターンDI_D2に軒議が生

とていなければ、第上第2接読配譲L1 L 2（こ断線あるい泣堀内北が生とている可能

性は非需に小さい。また、不良配譲検出パターンDl、02の断続が換出された場合、第

l、第2接続記越し 1、L2の断隷あるいは組i対北が生じている可能性は非常に大きいの

で、別途目捜検査等を行うことによって第1、第2接続記隷LLL2の断線あるいは紹

肉イとの有無を検知することができる c Lカ冶も、これらの不良匡己譲検出パ夕一ンDl、D2
の導通を検査す一る工程は捺晶表示パコ寺、lidの製造工程にお（，する前半の段F昔で
早い段階で、不良品を見－：；o・られz》よう｛こなり 襲造工程の後半の段F昔でt夜品表示パネ1v1 
に耳立i寸ttられz》各種部品のロスも詩守減することが可能となるぐ
｛実施例｝

(0047] 

次に、国4及び国ちを参摂Lて、本発明の実施事態21・こ採る液晶表示／叶、ル及びこのパ
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ネル輸査方法を説明する。本実施例2に諮る液晶表示パネルlAは、上記液晶表示パネル

1と共通の靖成を多く有しているので、共通する講成要素には向ヒ持号を付して重接説明

を省略し、異なる構成についてのみ以下に詳述する。

(0048] 

上記実施問lの液品表示パネル1は、それぞれの不良記譲輸出パターンD1、D2の両

端に検査パッド P1 ～P4 を設けた構成とされているが、実施例 2~こ孫る液晶表示パネル

lAは、これらの検査パッドP1～P4のうち、検査パッドpi、P2を書き、両端に位

置する接続端子Ti、Tzで按査パッドpi、P2を代用したものである。

[0049] 

この譲晶表示パネルlAは、 2本の不良配践続出パターンD3、D4のうち、一方の不

良配隷検出パターンD3は、一端が検査パッドP3に接続され、｛塑端が接続端子Tの左端

部に｛立置する接続鳴子Tiに接続されている。なお、この接続靖子T1 ~こは、第 1 接続配

鵠Llのうち最外部（つまり長辺2bに最も近接した位置）に配設される接続配線D3が

接続されており、この接続配線L11は長辺2bに沿って配設されている。｛也の不良寵線

検出パターンD4は、一端が検査パッドP4tこ接続され、｛車場が接続靖子Tの右端部に位

置する接続端子TzLこ接続されている。なお、この接続端子Tzには、第1接続配譲L2

のうち最外部（つまり長沼2b及び彊辺2dに最も近接した位霊）に配設される譲読直接

D4が接続されており、この接続配隷LZ宅は長辺2b及び短辺2dに沿って配設されて

いる。

[0050) 

本実施剖2の液晶表示パネルlAにおける不良配譲パターン強査方法は、接続端子T1 

と検査パッドPョ及び接続端子Tzと検査パッドP4との間で、上記実施例lにおいて説

明した検査法と詞じ方法で行なわれる。

[0051] 

上述した本実施例2に係る液晶表示パネル1Atこよれぽ、上記実施jJIJlの液晶表示パネ
ル1に比して検査パッドP1、P2を割減できるので、検査パットP1、P2を形成する

ためのスペースをAR基板2上に確保する必要がなくなり、近年の諮品表示パネルの挟額

縁イとの要望に期した設計を行うことが可能となる。

［実施伊n
[0052) 

次に、富6及び函7を参苦手、して、本発明の実施伊Dに揺る液品表示パネルlB及びこの
譲晶表示パネルlBの検査方法を説明する。本実諮問3に｛嘉る液品表示パネルlBは、上

記実棒鋼1及び2のiii品表示パネルLIAと共通の講戒を多く手干しているので、共通す
る構成要素には同七持号を付して重主要説明を省略し、異なる構或についてのみ詳述する。

[0053] 

上記実撞倒1の漉品表示パネルlは、不良配譲検出パターンとして、正規配線パターン

とは黙に夕、ミーの配謀パターンを配設して、このダミーの配謀パターンを用いて不良配報

の換出を行うようになっていた。しかしながら、この実施伊Dに採る液晶表示パネルlB
は、ダミー配線を使用せず、正規配J謀パターンを不良重古車検出用に兼毘して正規配線パタ

ーンの断隷あるいは組内イとの検出が可能となるようにしたものである。

[0054] 

すなわち、本実施例3の譲晶表示パネルlBは、第1、第2接続首首長Ll、L2のうち

それぞれの最縁部に並置する接続車緯L11、L21を羽田して不良配隷パターンを形成

している。詳しくは、一方の接続車線Ll 1はその再議部近接にて震設患を分岐させ、分岐

した分i按配譲L1 2、L13の端部を検査パッドp i 、 P3~二、他の接続車線L 21もそ

の両端部近震にて配譲を分岐させ、分較した分i岐聖母皇L22、L23の端部を検査パッド

P2、P4iこそれぞれ接続する。なお、これらの各分岐配線のうち、検査パヴドPsに接

読される分岐配謀し 1竺については図示を省略している。

【0055)

本実接関3の搭晶表示パネJl-1 Bにおける不良重己譲パターン検査方法辻、上記実施伊j1 
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において説明した検査法と詞と方法で行なわれる。この譲品表示パネルIBによると、正

規配繰パターンの接読雲母泉Ll、仁三のうちの1本を不良雪E線検出パターンとして兼用で
きるので、別途不良型線検出パターンを形成することなく、不良配譲の検査ができるよう

になる。ただL、ここで仔われる検査の結果、期譲あるいは組肉化等が見つかった場合に
は、目習による検査を行うまでもなく、不良品として製造途中の液晶表示パネル lBの廃

棄を行うことになる令

[0056] 

以上、本発明の実施伊111及び2として電気光学パネルとして譲品表示パネルの伊iを説明

した。このような本発明の電気光学パネルは、パーソナルコンビュー夕、携帯電話機、携

帯情報端末などの電子機器に使罰することができる。このうち、電気光学パネル71をパ

ーソナルコン〆ビュータ70｛こ｛吏荊Lた伊lを図8Atこ、閉じく電気光学パネル76を携帯毒
話機7堅に費用した伊！を図8Bに示す。ただし、これらのパーソナルコンビュータ70及

び携帯童話機7ちの基本的構成は当業者に周知であるので、詳絡な説明は省略する。

｛図面の寵単な説明｝

(0057] 

｛国1］実諮問uこ採る液晶表示パネルの平蔀図である。
［国2］図1のII-II譲の額面図である。

｛留3］図3Aは図1のIII A部分の拡大平面菌、国3Bは図1のIIIB部分の拡大平面呂

、国3Cは毘1のIIIC部分の拡大王子富図、図3Dは毘1のII I D部分の拡大平田国である

｛国4 ］実誼伊~2 に｛系る j夜晶表示パネルの平窪図である。

［国5］図5Aは図4のVA部分の詑心た平菌菌、密5BはVB部分の拡大平面菌、図ラC

はvc部分の拡大平面題、図写DはVD部分の拡大平面密である。
｛図6］実諮問3にf系る液晶表示パネルの平面留である。
｛国7］図7Aは国6の干IIA部分の拡大平面図、図7Bは図60)VIIB蔀分の拡大平居留

、国7Cは毘6のVIIC部分の拡大平面図である。

｛国8］毘8Aは本発明の漉晶表示パネルを搭載Lたパーソナルコンビュータを示す図で
あり、国8Bは本発明の譲品表示パネルを語載した携帯電話機を示す図である。

｛図ヲ｝図9Aは従来技指の譲晶表示パネルの平面菌、国9Bは図9AのIXB部分の拡大

図、国9Cは図9AのIXC部分の拡大国である。

｛図10］図10 Aは従来出荷の液晶表示パネルの按査端子形成部先の拡大説明園、図10 

B誌従来技需の検査プローブもの平面図である。

｛持号の説明｝

[0058] 

工、 lA、lB：漉晶表示パネル 2:A R基板 2a～2d：追 2X、2Y：張出し

部 4:C F基坂 6：シール枠 7：寂品 Dl～D4：不良匡己線検査パターン FP 

C：接続ケーブル Ll、L2、L11、L21 ：接続配譲 L 12、し 13、L22、

L23：分岐配謀 L a～L d：接続配議事 P1～P4：輪査パッド s 1～S4: I 
Cチップ搭載領域 GW1～GWn ：ゲート韓 SW1～swz：ソース譲 T、Ti～
Tz：接続端子 t I N ：入力側バンプ用靖子 t oじ T ：出力側バンプ期端子

Page 11_of 15 

BOE Ex. 1002, p. 319
BOE v. Paneltouch

IPR2025-01482



JP 2009-53390 

【図1]

三さ三／ーだ

ベ：戸Fノf

~· Ul日
〆｝へ ーてコ

三二じニて＝ ( ) ョ

.¥.:_. 

と、1

日
目

~ 

ζ、議

【毘3]

〈
品
一
一
割
一

'"" r、s

Page 12of15 

(1 2) 特額三C09-53390(P200953390A) 

［図2]

7 5 4 

fl 

2 

｛図4]

r ノ
》

ヘj

BOE Ex. 1002, p. 320
BOE v. Paneltouch

IPR2025-01482



l:'<l 
7
 A
 
,., 
.
 

／
ベ
ミ
二
y
〆
4

d綿
織
僻
抽
付

時
川
悦
明
端
端
磁
語
h

I.I 

リJ恥

？94・〆

F
司

i首
図∞
 

I
 1~11
1111

1 
II 

自帥〉重

II
~ 

2¥ 

｜説

~田~ 

以
17
fl 

4
 
、
.
，ヘ

で
…
…
）

•• •
 •• 

国
／・
＼～
ノ
i

日札
1～
SW
,
図 リ
1

［メ
15
B
 

関
S
A
 
議
機
鱗
脚
帳
附
一
一
叫
糊
戦
織
弘

り ι
ー

）  
!H
 

ーヶ
一一
…つ

l;
l;
l5
C 

ff
i'
.l
5D
 h  

t  
G
昨
i～
cw
.. 

rn 
，
（
 

・! 
2
 

山
l i～
 

‘ 味

、 リ ハ hI  

L U N O O ω ’ m ω ω ω o  

』
a

炉開
A

¥.)
) 

悶 む

山 吋 州 判 明 い w o o ψ l 叩 川 w い ψ O 〈 勺 u w o o ψ l 明 一 凶 川 匂 o h F〉

明 υ ω ω 0 4 ω O叫 品 印

BOE Ex. 1002, p. 321
BOE v. Paneltouch

IPR2025-01482



JP 2009-53390 

｛図9]

密9A

$~ I 日吉 SCl 

~ 

!IX ix/ / LI 

密98 国9C

「事づ

ll y 
-'--.,_/ 

i摂んへlXC

( 1 4) 

【tRllOJ 

密10A

醤 108

-
R 〈ユ

Page 14 of 15 

特開2009-53390(P2009-53390A)

_, 

B lミ fユ B 

点，イ、子3υ 

BOE Ex. 1002, p. 322
BOE v. Paneltouch

IPR2025-01482



JP 2009噌 53:3(30 Page 15of15 

( 1ち） 持龍三009-53390(P2009-53390A) 

Fターム〈参考） 5G435 M17 AA19 BB12 EE37 EE41 EE43 EE47 邸05 KKlO 

BOE Ex. 1002, p. 323
BOE v. Paneltouch

IPR2025-01482



Electronic Patent Application Fee Transmittal 

Application Number: 13151362 

Filing Date: 02-Jun-2011 

Title of Invention: DISPLAY DEVICE 

First Named Inventor/Applicant Name: Kouichi ANNO 

Filer: Melvin Krausなoyaiken 

Attorney Docket Number: 520.S l ?OOXOO 

Filed as Large Entity 

Utility under 35 USC 111 (a) Filing Fees 

Description Fee Code Quantity Amount 
Sub-Total in 

USO($) 

Basic Filing: 

Pages: 

Claims: 

Miscellaneous-Filing: 

Petition: 

Patent-Appeals-and-Interference: 

Post-Allowance-and-Post-Issuance: 

Extension-of-Time: 

BOE Ex. 1002, p. 324
BOE v. Paneltouch

IPR2025-01482



Description Fee Code Quantity Amount 
Sub-Total in 

USO($) 

Miscellaneous: 

Submission-Information Disclosure Stmt 1806 180 180 

Total in USO($) 180 

BOE Ex. 1002, p. 325
BOE v. Paneltouch

IPR2025-01482



Electronic Acknowledgement Receipt 

EFSID: 17745797 

Application Number: 13151362 

International Application Number: 

Confirmation Number: 4779 

Title of Invention: DISPLAY DEVICE 

First Named Inventor/Applicant Name: Kouichi ANNO 

Customer Number: 20457 

Filer: Melvin Krausなoyaiken 

Filer Authorized By: Melvin Kraus 

Attorney Docket Number: 520.51700XOO 

Receipt Date: 23-DEC-2013 

Filing Date: 02-JUN-2011 

Time Stamp: 16:34:02 

Application Type: Utility under 35 USC 111 (a) 

Payment information: 

Submitted with Payment yes 

Payment Type 仁redit仁ard

Payment was successfully received in RAM $180 

RAM confirmation Number 4281 

Deposit Account 

Authorized User 

File Listing: 

Number 
Document Description File Name 

File Size(B!.tes)/ : Multi p: Pages 
Message Digest Part /.zi (if appl.) 

BOE Ex. 1002, p. 326
BOE v. Paneltouch

IPR2025-01482



136117 

Transmittal Letter ids.pdf no 2 
3仔6f1957ce併4f655056ee5o7c807 e5665cc 

bb仁

Warnings: 

Information: 

2 
Information Disclosure Statement (IDS) 

sb08.pdf 
Form (SBOS) 

319219 

no 2 
04881併65o30e1 b2b2dc64dfd5c414b1 cl el 

7ι43 

Warnings: 

Information: 

This is not an USPTO supplied IDS fillable form 

901302 

3 Non Patent Literature npl.pdf no 7 
9f9c44e6bf58830併o7o3cc6244o5d96fd99正

dd2 

Warnings: 

Information: 

5234333 

4 Foreign Reference refl .pdf no 45 

b4d30d86400bebed5106obf689854ee31 e 

53bcbb 

Warnings: 

Information: 

2330882 

5 Foreign Reference ref2.pdf no 16 
090ooe1 rn7e149f1 bO剖b0873d893c79'761

4293 

Warnings: 

Information: 

30216 

6 Fee Worksheet (SB06) fee-info.pdf no 2 

e25 c72o5 cS oS 2485 266fa85 023 e4 94 7fc781 

e72e 

Warnings: 

Information: 

Total Files Size (in bytes) 8952069 

BOE Ex. 1002, p. 327
BOE v. Paneltouch

IPR2025-01482



This Acknowledgement Receipt evidences receipt on the noted date by the USPTO of the indicated documents, 
characterized by the applicant, and including page counts, where applicable. It serves as evidence of receipt similar to a 
Post Card, as described in MPEP 503. 

New Aoolications Under 35 U.S.C. 111 
If a new application is being filed and the application includes the necessary components for a filing date (see 37 CFR 
1.53(b）ー（d)and MPEP 506), a Filing Receipt (37 CFR 1.54) will be issued in due course and the date shown on this 
Acknowledgement Receipt will establish the filing date of the application. 

National Staae of an International Aoolication under 35 U.S.C. 371 
If a timely submission to enter the national stage of an international application is compliant with the conditions of 35 
U.S.C. 371 and other applicable requirements a Form PCT/DO/E0/903 indicating acceptance of the application as a 
national stage submission under 35 UふC.371 will be issued in addition to the Filing Receipt, in due course. 

New International Aoolication Filed with the USPTO as a Receivina Office 
If a new international application is being filed and the international application includes the necessary components for 
an international filing date (see PCT Article 11 and MPEP 181 O), a Notification of the International Application Number 
and of the International Filing Date (Form PCT/R0/105) will be issued in due course, subject to prescriptions concerning 
national security, and the date shown on this Acknowledgement Receipt will establish the international filing date of 
the application. 

BOE Ex. 1002, p. 328
BOE v. Paneltouch

IPR2025-01482



520.51700XOO 

IN TH豆UNITEDSTATES PATENT AND TRADEMARK OF円CE

Applicants: 

Serial No.: 

Filed: 

Title: 

Art Unit: 

Examiner: 

Conf. No.: 

ANNO, et al. 

13/151 362 

6/2/2011 

DISPLAY D豆VICE

2697 

K. Lee, Jr. 

4779 

INFORMATION DISCLOSU畏豆 SτAT主MENτ
UNDER 37 CFR 1.97 & 1.98 

Mail Stop: DD 
Commissioner for Patents 
P.O. Box 1450 
Alexandria, VA 22313・1450

Sir: 

December 23 2013 

In the matter of the above-identified application, applicants are submitting 

herewith a copy of a communication issued in connection with a corresponding foreign 

application, a listing of US documents and a copy and listing of the non-US documents 

listed in the attached form equivalent to Form(s) PTO/SB/08A and/or PTO/SB/088 for 

the Examiner's consideration. 

This information disclosure statement is being after the mailing date of either a 

final action or a notice of allowance in the application and is accompanied by the fee 

set forth in 37 CFR 1.17(p) and the following certification specified in 37 CFR 1.97(e). 

On information and belief, I hereby certify that each item of 
information contained in this information disclosure statement was first 
cited in any communication from a foreign patent office in a counterpart 
foreign application not more than three months prior to the filing of this 
statement. 
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To the extent that the documents listed on the attached form equivalent to 

Form(s) PTO/SB/08A and/or PTO/SB/08B are not in the 互nglish language, the 

requirement of 37 CFR 1.98(a)(3) for a concise explanation of the relevance is satisfied 

by an English language version or translation of the foreign patent office report citing the 

documents and English language abstracts of the foreign patent documents. 

It is respectfully requested that this information disclosure statement and the 

documents listed be considered by the Examiner. 

The required fee is being submitted concurrently herewith. 

Please charge any shortage in the fees due in connection with the filing of this 

paper, including excess claim fees, to Deposit Account No.。ゎ2135(520.51700XOO), 

and please credit any excess fees to such deposit account. 

MK/jla 
1300 North Seventeenth Street 
Suite 1800 
Arlington, VA 22209 
Telephone: (703) 312-6600 
Fax: (703) 312-6666 

2 

Respectfully submitted, 

ANTONELLI TERRY STOUT & KRAUS LLP 

/Melvin Kraus/ Mk 
Melvin Kraus 
Registration No. 22,466 
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(57）要約： 液晶表示パネルの絶縁性基板上に発生し、後jこ大きなワレにつながる可能性の高いクラック又はキズ
を確実に検出し不良品淀出の防止や生産コストの軽誠を図るとともに、信頼性の高い液晶表示パネルを提供するた
め、絶韓性基板上に複数の走査線6と複数のデータ鰻7とが互いに交差して配設された画素基板2と絶縁性基板上
に対向震撞を備える対向基板4が液晶層を挟持してなる液晶表示パネル1において、題素基板2の外局縁に沿って
第 1検査配線5aを設けるとともに、第 1接歪配線5aの内局側に第2検査毘線5bを設けた。
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明細書

液晶表示パネル及び、その検査方法

技術分野

PCT/.JP2007 /07 4013 

[0001] 本発明i士、液晶表示装置に用いられる液晶表示パネルに関し、さらに、その検査

方法に関するものである。

背景技術

[0002] 例えば、アクティブ、マトリクス方式の液品表示パネルは、透明な絶縁性基板上に複

数の走査縫と複数のデータ線とが互いに交差して配設され、前記交差部ごとに、画

素電極及び該画素電極を駆動するスイッチング、素子が形成された画素基板と、透明

な絶縁性基板上に対向電極が形成された対向基板とが譲品層を介して貼り合わされ

たものである。

[0003] 一般にこの液晶表示パネルは製造効率向上のため、画素基板を絶縁性基板上iこ

複数鱈形成し、各所定の位置に対向基板を対向配置した後、画素基板単位で経縁

性基板を分断し、両基板間に液晶を封入して、個々の液晶表示パネルを得る方法が

採用されている。

〔0004] このとき、画素基板上に形成された走査縁とデータ線が接続される電極端子と対向

する対向基板上の領域は液晶表示パネルの表示領域から切り離され、電極端子が

外部に露出し駆動用ICと電気的に接続している。

〔0005] この液晶表示パネルの製造工程において貼り会わせ基板の一般的な切断方法とし

て、絶縁性基板表面に、ホイーノレカッタ等の切断部材で、スクライブ傷を付けた後、そ

のスクライブ傷の近傍に応力をかけて折り曲げたり、引き裂くようにして分断する方法

が用いられる。

発明の開示

発明が解決しようとする課題

[0006] しかし、この絶縁性基板の分断時に、カ、ラス等からなる絶縁性基板の端縁に微籍な

クラックが発生することがあり、この場合、その場で絶縁性基板が割れてし主うことは

殆どないが、後工程で絶縁性基抜に曲げ、引っ張りまたは熱応力が加わった際に、
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このクラックを起点として基抜が割れることがあった。特に、大型のガラスからなる絶縁

性基板ではこの頻度が高くなるのまた、絶縁性基抜の端縁には大きなワレにつながら

ない微／トなカケが発生することもあり、このカケは液品表示パネノレの品質上問題がな

し1ものであるο

[0007] 従来、このクラック又はカケを検出し判定する方法として自慢による光学検査が行な

われていたが、この換査方法で、は微細なクラックを発見するのが非常に困難であると

ともに手閉がかかちトータノレ的にコストアップρを余儀なくされることになっていた。

〔0008] そこで、本発明は、液晶表示パネノレの絶縁性基板上に発生し、後に大きなワレに

つながる可能性の高いクラックを確実に検出し不良品流出の防止や生産コストの軽

減を図るとともに、信頼性の高い液晶表示パネルを提供することを目的とする。

課題を解決するための手設

[0009] 上記目的を達成するために本発明は、絶縁性基板上に複数の画素電極と前記画

素電極のスイッチングを行うスイッチング素子とを備える画素基板と、絶縁性基抜上

に対向電極を備える対向基板が液晶層を挟持してなる液晶表示パネルにおいて、

前記画素基板の外局縁に沿って第1検査配線が配設され、該第1検査配線の両端と

電気的に接続された第1検査パッドを用いて前記第1検査配線の抵抗検査を行なう

ことにより前記画素基板外縁に発生したクラック又はカケを検出するととを特徴とする

〔0010] この構成によると、画素基板の外周縁にクラック又はカケが発生した場合、第1検査

配線が破断する。これにより第1検査配線の両端から電圧を印可し抵抗測定をおこな

うことで、目視等の光学検査によらずクラック又はカケの発生を検出することができる

0 

[0011] また本発明は、上記措成の液晶表示パネルにおいて、前記画素基板の外馬縁か

ら内局側に設けられた所定幅の許容領域の内局蘇に沿って第2検査配線が配設さ

れ、該第2検査配線の両端と電気的に接続され2た第2検査パッドを用いて前記第2検

査配線の抵抗検査を行なうことにより前記画素基板外縁に発生したクラック又はカケ

を検出するととを特徴とする。

[0012] この構成によると、画素基板の外周縁に発生した徴ノトなカケが許容で、きる大きさで、
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あるか否かの判断基準として基板の外縁から内周額IJに所定幅の許容領域を設け、第

2検査配線をこの許容領域の内局縁に沿って配設することで、カケが許容できない大

きさのものである場合、第1検査配線とともに第2検査車線が破断する。また、画素基

板の大きなワレにつながるクラックが許容領域を超えて発生した場合も第1検査証線

とともに第2検査員己線が破断するcしたがって、第2検査配線の河端から電圧を印可

し抵抗測定をおこなうことで、目視によらず、許容できないカケ又はクラックの発生が

検出され、当該液晶表示パネルを不良品と判定するととができる。

[0013] また、第1検査配線と第2検査配線の両方で抵抗検査を行い、第1検査配線のみ破

ft庁が確認された場合、第1検査配線の破断の原因が大きなワレにつながるクラックで

あるか、許容できるカケであるか判定できないcこの場合、光学検査により破断の原

因を確認して当該液晶表示パネルを評価することで、不良品の選別を容易立つ確実

に行なうことができる。

[0014] また本発明i士、上記構成の液晶表示パネルにおいて、前記対向基板の外周縁に

沿って第3検査配隷が配設され、該第3検査配線の両端と電気的に接続された第3

検査パッドを患いて前記第3検査配線の抵抗検査を行なうことにより前記対向基板外

縁に発生したクラック又はカケを検出することを特徴とする。

[0015] この構成によると、対向基板の外周縁にクラックが発生した場合、第3検査配隷が

破断する。これにより第3検査配線の両端から電圧を印可し抵抗測定をおこなうこと

で、呂視等の光学検査によらず、クラック又はカケの発生の有無を検出することがで

きる。

[0016〕 また本発明は、上記構成の液晶表示パネルにおいて、前記第3検査パッドが前記

麗素基板上に設けられている三とを特徴とする3

[0017] この措成によると、検査パッドを画素基板上にまとめることで、抵抗検査の作業効率を

高めることができる。

〔0018] また本発明i士、上記構成の液晶表示パネ／レにおいて、前記対向基板の外周縁か

ら内局1Jl!Jに設けられた所定幅の許容領域の内周縁に沿って第4検査配線が配設さ

れ、該第4検査配線の両端と電気的に接続された第4検査ノえッドを用いて前記第4検

査配線の抵抗検査を行なうことにより前記対向基抜外縁に発生したクラック又はカケ
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を検出することを特徴とする。

[0019] この構成によると、対向基板の外周縁に発生した微小なカラーが液晶表示パネルの

品費において許容できる大きさであるかの判断基準として基板の外縁から内屑側に

所定幅の許容領域を設け、第4検査配線をこの許容領域の内局縁に沿って配設す

ることで、カケが許容できない大きさのものである場合、第4検査配稼が破断する。ま

た、対向基板の大きなヲレにつながるクラックが許蒋領域を超えて発生した場合も第

4検査配線が破断する。これにより第4検査配線の南場から電正を印可し抵抗測定を

おこなうことで、目視等の光学検査によらず、許容できないカケ又はワレの発生が検

出され、液晶表示パネルを不良品と判定することがで、きるO

〔0020] また、第3検査配線と第4検査配線の両方で抵抗検査を行い、第3検査配線のみ破

断が確認された場合、第3検査配線の破断の悪因が大きなワレにつながるクラックで、

あるか、許容できるカケであるか判定できない。この場合、光学検査により破断の原

因を確認して当該液晶表示パネルを評価することで不良品の選別を容易且つ確実

に行なうことができる。

[0021〕 また本発明は、上記構成の液晶表示パネルにおいて、前記第4検査パッドが前記

画素基板上に設けられていることを特徴とする。

〔0022] この構成によると、検査パッドを画素基板上にまとめることで、抵抗検査の作業効率を

高めることができる。

[0023] また本発明は、分断ラインに沿って前記絶縁、性基抜を分断し得られる上記構成の

液晶表示パネルにおいて、前記画素基板側絶縁性基板の前記分断ラインタト周侵IJに

設けられた所定幅の許容領域のタト周縁に沿って第5検査配線が配設されるとともに

、該第5検査車線は分断ラインの交差部付近で前記第1検査配線に接続され、該第

5検査配線の両端と電気的に接続された第5検査パッドが前記分断ラインより内局側

に設けられ、前記5検査パッド及び前記第上検査パッドを用いて前記第5検査配線と

前記第1検査配線開の抵抗検査を行なうことにより分断ラインから外局側に生じた分

断のズレを検出することを特徴とするc

〔0024] この構成によると、本来の分針ラインからズレて形成された分断柱置が液晶表示パ

ネルの品質において許容可能か盃かの判断基準として分断ラインの外周側に設けら
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れた許容領域を超えた場合、許容領域の外周縁に沿って配設された第5検査配線

は断線しない。一方、許容領域内で絶縁性基板が分断された場合、第5検査配線は

断線する。これにより第5検査員三線の両端から電圧を印可し抵抗測定をおこなうこと

で、自視によらず、許容できないズレの発生を検出することができる。

[0025] また、第5検査配線は分断ラインの交差部付近で第1検査配線と接続している。こ

れにより、ある分断ラインで生じた分断のズレが許容領域内である場合、当該分断控

室において第5検査配線と第1検査配線の接続部分は断続するが、分断のズレが許

容領域を超えて生じた場合、当該分断位置において第5検査配線と第1検査配線の

接続部分はi析譲しない。これにより、第5検査パッドと第1検査パッドの両端から第5

検査配線と第1検査配諌の間に電汗．を印可し抵抗測定をおこなうことで、許容できな

いズレが生じた分断ラインを検出することができる。

[0026〕 また本発明は、上記構成の液晶表示パネルを検査する方法で、あって、少なくとも前

記第I又は第2検査配線のいずれかに電圧を印加する抵抗検査工程と目視による光

学検査工程と、を含み、前記抵抗検査工程において、液晶表示パネルの欠陥レベ

ルを評価して前記光学検査工程を行なうか否かを判定することを特徴とするc

[0027] この構成によると、まず抵抗検査を行ない液晶表示パネノレの良品又は不良品の評

価を行った後、抵抗検査のみでは評錨できない液品表示パネルのみ光学検査を行

なうことで効率よく液晶表示パネルの不良品を選別することができる。

発明の効果

[0028] 本発明は被晶表示パネルの検査工程を効率化するとともに液品表示パネル外縁

に発生したカケ文はクラックを原因とする不良品の選別をより確実に行なうことができ

る。

図面の簡単な説明

〔0029] 〔図l］第1実塩形態に係る液晶表示パネノレの斜視図で、あるO

〔図2〕第1実施形態に係る液晶表示パネルの分解斜視図で、あるつ

〔図3］第1実塩形態に係る液晶表示パネルの平面図である。

〔密4］第1実施形態に係る液晶表示パネルにおける画素基較の表面構造を示す正面

密である。
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［図5］第1実施形態に係る液晶表示パネノレにおける画素基板の表面構造を示す正面

密である。

〔図6］第1実施形態に係る液晶表示パネルにおける画素基板の表面構造を示す正面

函である。

［図7］第1実施形態に係る液晶表示パネノレにおける画素基板の表面構造を示す正面

図である。

［図8］第1実施形態に係る液晶表示パネルにおける画素基板の表面構造を示す正面

密である。

［図9］第1実施形態、に係る液晶表示パネルにおける画素基板の表面構造を示す正面

図である。

［図10］第2実施形態に係る液晶表示パネルの分解斜宅詰屈である。

［図11](a）第2実抱形態に係る液晶表示パネルの画素基板の表面構造を示す平面

図であり、（b）第2実施形態、に係る液晶表示パネルの対向基板の表面構造を示す

平面図である。

〔函12](a）第2実擁形態に係る液晶表示パネノレの画素基板の表面構造を示す平面

図であり、（b）第2実施形態に係る液晶表示パネルの対向基板の表面構造を示す

平面図である。

〔図13日a）第2実施形議に係る液晶表示バネノレの画素基板の表面構造を示す平面

図であり、（b）第2実撞形態に係る液品表示パネノレの対j白j基板の表面構造を示す

平面図であるc

［図14](a）第2実抱形議に係る；夜品表示パネノレの画素基板の表面構造を示す平面

図であり、（b）第2実撞形態に係る液品表示パネノレの対向基板の表面構造を示す

平面図であるc

〔図15](a）第2実施形態iこ係る液晶表示パネルの画素基板の表面構造を示す平面

図であり、（b）第2実施形態に採る液晶表示パネノレの対向基板の表面構造を示す

平面図であるc

〔図16］第3実描形態に係る液晶表示パネルにおける分断前の画素基板の表面構造

を示す正面図であるむ
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[0030] 

［関17](a）第3実施形態に係る液晶表示パネノレにおける分断ラインに沿って分断さ

れた画素基板の表面構造を示す平面図であり、（b）第3実施形態に係る液晶表示

パネルにおける外形許容ラインの外領ljで分断された画素基板の表面構造を示す平

面図である。

符号の説明

1 液晶表示パネノレ

2 画素基抜

21 許容積域

3 液晶層

4 対向基板

41 許容領域

5a第1検査配諒

5b第2検査配線

5c第3検査配線

5d第4検査配線

5e第5検査配線

6 走査線

7 データ線

9a～9e 検査パッド

12c、d 転移電極

13 分i摂ライン

14 許容領域の外周縁

日絶縁性基板

30 有効領域

発明を実施するための最良の形態

〔0031] 以下、本発明の実施形態を図面を参照して説明する。

［第1実脂形態］

〔0032] 本実抱形態に係る液晶表示パネル1は本発明に係る検査方法に適した液晶表ぷ
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パネノレ1の構造として発明されたもので、あるc ~llは、本実施形態に係る液晶表示パ

ネル1の斜視函であり、図2は該i夜品表示パネル1の分解斜視図、図3は該本液晶表

示パネル1の正面図であるc 液晶表示パネルIは、画素基板2~こ対向基板4を対向配

置し、両基板間に液晶3を封入して構成されているつ

[0033] ここで、露素基板2（士、透明な絶縁性基板uこ複数の走査線6と複数のデータ線7

とが互いに交差する表示領域30を存する口走査線8と譲数のデータ線7の各交差部

ごとに、画素電極及び該画素電極を駆動するスイッチング、素子で、あるTFTが形成さ

れ、液晶表示パネノレの表示にあたっては、各画素電極に走査隷6及びデータ猿7か

ら霞｛立を選択的に書き込み、画素電極と対向電極との間の電正差により介在する液

晶を変調させ表示領域30~こ表示パターンを形成するものである。また、走査線6とデ

ータ線7は電極端子〈不図示〉と接続し電極端子と対向する対向基板上の領域は液

晶表示パネルの表示領域から切ワ離され、電極端子は外部に露出し駆動用rec不図

示〉と電気的に接続しているc

〔0034] また、液品表示パネルの製造工程において、絶縁性基板を分断する際、画素基板

2の外周縁の一一部にクラック又はカケ等のキズが発生することがあるつ以下、絶縁性

基板の大きなワレにつながるものをクラックとし、絶縁性基板の大きなワレにつながら

ないものをカケとして説明する。

〔0035] 画素基薮2の透明記絶縁性基板には、その外周縁に沿って第1検査配線5aが設け

られるとともに、第1検査画己主泉5aの内局1Jl!Jに第2検査配線5bが設けられているc第1

検査配J線5a及び第2検査配線5blまクラック又はカケを検出するためのものである。

[Oむ36] 第1験査配線5aは画素基絞2の外周縁、で、クラック又はカケが発生した場合、容易に

断線するものである。この断線により、第1検査配線5aの南端に接続された検査パッ

ド、9aに電圧を印可して抵抗検査を行なうことで発生したクラック又はカケの有無を検

出することができる。

[0037] ここで、画素基抜2の外周縁において発生したクラックは微小なもので、あっても将来

絶縁性基板の大きなワレにつながる可能性があるため、クラックが発生した液晶表示

パネルは不良品と判定する必要があるQ 一方、画素基薮2の外開縁において撤小な

カケが発生した場合、このカケが将来絶縁性基較の大きなワレにつながる可能性の
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ないものであり、液晶表示パネルの品質を低下させることがない程度の大ききであれ

ば当該液品表示パネルを良品と判定することができる。

〔0038] このカケが許容できるか否かの判断基準として画素基板2にはその外周縁から内局

領IJに所定領域にわたる許容領域21（図中、斜謀部分）が設けられ、この許容領域21

を超える大きさのカケが発生した液晶表示パネルを不良品と判断するO ここで、本実

撞形態に係る画素基板2では第2検査配線5bが前記許容領域21の内周縁に沿って

設けられ、この第2検査配線5bも第1検査記線5aと同様に絶縁性基板のクラック又は

カケにより、容易に断線するものである。

[0039] したがって、第2検査配線5bの両端に接続された第2検査パッド9bに電圧を印可し

て抵抗検査を行なうことで、第2検査配毅5bが断線した場合、抵抗検査により当該液

晶表示パネル1に許容領域21を超える大きさのクラック又はカケが発生していると予

測することができる。

[0040] 以上のことから、第1検査配線5a及び第2検査配縁切の抵抗検査の結果、第1検

査記録5a及び第2検査配線坊のいずれもが断線してしも場合、当該液晶表示パネ

ル目立クラック又は許容できない大きさのカケが生じていると判定し、吾視検査を行な

うことなく不良品であると判定することができる。また、第1検査配線5a及び第2検査

配線5bのいずれも断線していない場合、画素基板2上にはクラックが発生していない

と予澱でき、当該液晶表示パネル1の目視検査を行なうことなく良品であると判定す

ることができる。

[0041] また、第1検査配線5a又は第2検査配線5bのどちらか一方で、断線が確認された場

合、抵抗検査のみでは当該パネルの良品で、あるか不良品で、あるかの判断を確定す

るとと辻できないため、目視検査を行ない断線の原因を確認した上で判断する必要

がある。

[0042] なお、第1検査配線5a及び第2検査配線5bは図1～国3において再素基板2の外

周縁に沿って2辺にわたって設けられてし1るが、走査議6とデータ線7及びそれらと接

続する電極端子（不図示）及び駆動用lC（不図示〉の配置に応乙て第1検査配線5a

及び第2検査配線5bの配置を変更することは可能であり、上記配置に限定されるも

のではないc
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[004；主 主た、第1検査配線f>a及び第2検査配線5bはなるだけ絡し九ほうが好ましく、画素基

板2上のデータ線7及び走査線6等の導電体形成時に第1検査パッド9a及び第2検

査パッド9bとともに所定の形状iこバターンニンク、して形成することができる。

〔0044] 次に本実描形態に係る液晶表示パネルの検査方法について具体例を示しながら

説明する。本発明に係る液品表示パネノレの検査方法はホイーノレカッタ等の切断部

材で分断・した後の液晶表示パネル1を検査対象とし、表面に設けられた各検査ノミッ

ド弘、 9bに重圧を印可して第1検査員乙穣5a及び第2検査配線5bの断線の有無を検

査する抵抗検査工程と目視による光学検査工程を組み合わせたものであるcなお、

以下の液晶表示パネルの検査方法は液晶を注入した後の液晶表示パネルについて

検査を行なう場合に限定されるものではなく液晶注入前のものにおいても行なうこと

ができる。

〔0045] 図4は液晶表示パネノレ1における画素基板2の表面構造を示す正面図であり、画素

基板2の外局縁にカケClが発生し、第1検査配線5aの一部が断線している。またカ

ケClは許容領域21を超える法ど大きなカケではなく第2検査配諒5bは新緑してい

ない。

[0046] 図4に示される液晶表示パネル1では、第1検査配隷5a及び第2検査配線5bの両

端に接続された検査パッド9a、9bにそれぞれ電圧を印可し行なう抵抗検査工程にお

いて第1検査配稼訟の断線が確認され第2検査記線5bで、は断嬢は確認されないc

[0047] このように、第1検査配線5a及び第2検査配線5bのうち第1検査配線5aのみに断

親が確認された場合、画素基板2の外縁に将来大きなワレにつながるクラック又は許

容できる程度の微小なカケの発生を予誤IJすることができるcしかし、抵抗検査のみで

はクラックが発生しているのかカケが発生しているのかは判断することができないため

、抵抗検査の後、目規等の光学検査により断線の原因を確認した上で当該該晶表

示パネル1の良品判断を行なう必要がある。そこで、百視検査により、カケClが画素

基板2の外局縁で発生した許容可能な大きさであり、その形状が後に基板の大きな

ワレにつながるもので、はなし吃確認できた場合、当該液晶表示パネルを良品と判定

する。

[00・18] 図5は被品表示パネル1における雨素基板2の表面構造を示す正面留であり、画素
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基板2の外周縁にカケC2が発生し、第1検査配続5a及び第2検査配線坊の一部が

断線している。このカケC2は将来大きなワレにつながるものではないが許容領域21

を超える大きさのカケである。

〔0049] 図5に示される液品表示パネル1では、第1検査配線5a及び第2検査配線5bの雨

端に接続された検査パッド9a、9bにそれぞ、れ電圧を印可し行なう抵抗検査工程にお

いて第1検査配線5a及び第2検査配線めの断線が確認できるO これにより、許容範

囲21を超えるクラック又はカケが画素基板2のタト罵縁に発生していると予測すること

ができる。

[0050] このように、第1検査配線5a及び第2検査配線5bの両方に断線が確認された場合

、目視検査を行なうことなく当該液晶表示パネル1を不良品で、あると判定する。

[0051] 図6は液晶表示パネル1における画素基板2の表面構造を示す正面図で、あり、画素

基板2のタト淘縁に将来大きなワレにつながるクラックC3が発生し、第1検査配線5aの

一部が断線してし1る。また、クラックC3は許容範囲21を超えるほど大きなものではな

く第2検査配線5bは断線していない。

[0052] 図6に示される液晶表示パネルiでは、第I検査配線5a及び第2検査配線5bの再

端に接続された検査パッド9a、9bにそれぞれ電圧を印可し行なう抵抗検査工程にお

いて第1検査記隷5aの断線が確認され第2検査配線ぬでは断線は薙認されないc

これにより、第L検査配諌むの断線の原因として将来大きなワレにつながるクラック又

は許容できる程度の微小なカケの発生を予測することができる。

[0053] このように、第1検査配線5a又は第2検査配線5bのいずれか一方に断線が確認さ

れた場合、抵抗検査の後、昌幸見検査により断線の原因を確認した上で当該液晶表

示パネル1の良品判断を行なう必要がある。そごで、日視検査により、クラックC3が将

来基板の大きなワレにつながるクラックで、あることが確認で、きた場合、当該液品表示

パネルを不良品と判定する。

[0054] 図7は液晶表示パネノレ1における画素基板2の表面構造を示す正面国であり、画素

基板2の第2検査配線5bの一部がパターン不良Plにより断線している。また、第I検

査配線5aは断線していなし、。

[0055] 図7に示される液晶表示パネルlでは、第I検査配線5a及び第2検査配線5bの両
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端に接続された検査パッド、弘、 9bにそれぞれ電圧を印可し行なう抵抗検査工程にお

いて第2検査配線5bのみの断線が確認され第1検査配糠5aでは断線は確認されな

い。このとき、第1検査記諒5aが断線してし，＼ないことから、第2検査配線5bの断線の

原凶がとピ、クラック、カケではなし注予測することができる。

[0056] このように、第1検査配線5a又は第2検査配線めのいずれか一方に断線が確認さ

れた場合、抵抗検査の後、目視検査により断線の原因を確認した上で当該液晶表

示パネル1の良品t1J断を行なう必要がある。そこで、目視検査により、断譲の原因が

パターン不良Plによるものと確認することができれば、このパターン不良は液晶表示

パネルの品質を低下させるものではないため当該液晶表示パネル1を良品と判定す

る。

[0057] 図8は液晶表示パネノレ1における画素基板2の表面構造を示す正面図であり、画素

基板2の第1検査配線5aの一部がパターン不良P2により断線しているcまた、第2検

査配線5bは断線してし1ない。

[0058] 函8~こ示される液品表示パネル1で、第1検査配線5a及び第2検査配線5bの両端

に接続された検査パッド弘、 9bにそれぞれ電圧を印可し行なう抵抗検査工程におい

て第1検査配線5aのみの断線が確認され第2検査配線5bで、は断線は確認されない

〔005記 このように、第1検査配線5a又は第2検査記線5bのいずれか一方に断線が確認さ

れた場合、抵抗検査の後、目視検査により断線の原因を確認した上で当該液品表

示パネノレ1の良品判断を行なう必要がある。そこで、目視検査により、断線の原因が

パターン不臭P2によるものと確認することがで、きれば、このパターン不良は液品表示

パネルの品質を低下させるもので、はないため当該液晶表示パネノレ1を良品と判断す

ると

〔0060] 図9は液晶表示パネル1における雨素基板2の表面構造を示す正面図であり、画素

基絞2上にクラック及びカケは発生していないc

〔0061] 図9に示される液晶表示パネル1では、第1検査配線5a及ひ、第2検査配線5bの両

端に接続された検査パッド、9a、9bにそれぞれ電圧を印可し行なう抵抗換査工程にお

いていずれの検査配線においても断ー線が確認されない。これにより、クラック又はカ
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ケが画素基板2の外周縁に発生していなし注予測することができる。

[0062] このように、第1検査員己線5a及び第2検査配線5bの両方に断線が確認されない場

合、自主見検査を行なうことなく当該液晶表示パネル1を良品で、あると判定するつ

〔0063] 以上より、第1及び第2検査配線に断線が確認された場合、吾視検査を行なうことな

く当該液晶表示パネルを不良品と判定するC また、第1及び第2検査配線のいずれ

にも断線が確認されなかった場合、目視検査を行なうことなく当該液晶パネルを良品

と判定する。また、第1又は第2検査配線のいずれかに断線が確認された場合、自視

検査を行ない断線の原因を確認して液晶表示パネノレを評話する。

[0064] したがって、抵抗検査により液品表示パネル1を一旦、不呉品と良品~に選別し、抵

抗検査だけでは良品判断できない液晶表示パネルについてのみ目視検査をおこな

うことで、液晶表示パネルの検査効率を高めることがで、きる。

〔第2実強形態］

〔0065] 次に本発明の第2実施形態に係る液晶表示パネル1を匿を参照して説明する。な

お、上記第1実施形態と共通する部分については間ーの付号を付するとともに説明

を省絡する。国10は、本実施形態、に係る液品表示パネノレ1の分解斜視図である。本

実施形態に係る液晶表示パネル1も第1実描形態に係る液晶表示パネノレ1と同様の

構成を有し、アクティブマトリクス駆動方式の液晶表示パネルであり、画素基板2に対

向基板4を対向配置し、両基抜2,4間に液晶3を封入して構成されているc

[0066] 図11(a）は本実路形態iこ係る液晶表示パネノレ1の画素基抜2の表面構造を示す

平面密であり、画素基板2は、透明な絶縁性基板上に複数の走査線6と複数のデー

タ線7とが互いに交差する表示領域30を有する。ここで、走査線6と複数のデータ線

7の各交差部ごとに、画素電極及び該画素電極を顎:;i＿動するスイッチング素子で、ある’I

FTが形成され、液晶表示パネルの表示にあたっては、各画素電極に走査諌6及び

データ隷7から霊｛立を選択的に書き込み、画素電極と対向電極との間の電圧差によ

り介在する液晶を変調させることで表示領域30に表示パターンを形成するもので、あ

るごまた、走査線6とデータ線7は霊極端子（不図示）と接続し電極端子と対向する対

向基板上の領域は液晶表示パネノレの表示領域から切り離され、電極場子は外部に

露出しJ駆動黒IC（不図示）と電気的に接続してしも。
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[0067〕 また、画素基板2の透明な絶縁性基板のタト罵縁に沿って第1検査配隷5aが設けら

れるとともに、第I検査配線5aの内員側に第2検査配線5bが設けられているヮ第11会

査配隷5a及び第2検査配線5bは、画素基板単｛立で絶縁性基抜を分断する際、発生

する画素基板2の外周縁の一部にクラック又はカケを検出するためのものである。

[0068] 第1検査配線5aは画素基抜2の外周縁で、クラック又はカケが発生した場合、容易に

断諒するものであるcこの断線により、第1検査配線5aの南端に接続された検査パッ

ド、9a~こ電圧を印可して抵抗検査を行なうことで、発生したクラック又はカケの右無を検

出することができる。

〔0069] ここで、画素基板2のタト周縁において発生したクラックは微小なもので、あっても将来

絶縁性基板の大きなワレにつながる可能性があるため、クラックが発生した液晶表示

パネルは不良品と判定する必要があるO 一方、画素基板2の外周縁において微小な

カケが発生した場合、このカケが将来絶縁性基板の大きなワレにつながる可詑性の

ないものであり、液晶表示パネルの品質を低下させることがない程度の大きさであれ

ば画素基板2を良品と判定することができる。

[0070] このカケが許容できるか否かの判断基準として画素基板2にはその外周縁から内局

額ljに所定領域にわたる許容領域21（毘中、斜線部分）が設けられ、この許容領域21

を超える大きさのカケが発生した液晶表示パネノレを不良品と判断する。ここで、本実

施形態に係る画素基板2では第2検査員己線坊が前記許容領竣21の内周縁に沿って

設けられ、この第2検査配線5bも第11会査配線5辻同様に絶縁性基板のクラック又は

カケにより、容易に断線するものであるつ

[0071] したがって、第2検査記線誌の両端に接続された第2検査パッド9bに電圧を印可し

て抵抗検査を行なうととで、第2検査配線5bが断線した場合、抵抗検査により画素基

板2~こ許容領域21を超える大きさのクラック又はカケが発生していると予測することが

できるc

〔0072] 以上のことから、第1検査配線5a及び第2検査配続出の抵抗検査の結果、第1検

査配線5a及ひ、第2検査配繰5bのいずれもが断線している場合、 i函i素基板2tまクラッ

ク又は許容できない大きさのカケが生じていると判定し、目視検査を行なうことなく不

良品であると判断す『ることができるこまた、第I検査配線5a及び第2検査記線5bのい
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ずれもi折線していない場合、画素基板2［：＇こi土クラックが発生していなし注予期でき、

目視検査を行なうことなく良品であると判断することができるの

[0073] また、第1検査配線5a又は第2検査配線5bのどちらか一方で、断線が確認された場

合、抵抗検査のみでは画素基板2の長品であるか不良品であるかの判断を確定する

ことはできないため、目視検査を行ない断線の原因を確認した一上で、判断する必要が

ある。

[0074] また、図11(b）は本実撞形態に係る液晶表示パネル1の対向基板4の表面構造を

示す平面図であり、対向基板4表面には対向電極（不図示）が形成されるとともに、対

向基板4の外男縁に沿って第3検査配線5c及びその内局側に第4検査配線5dが設

けられている。これらは、画素基板2に設けた第1検査配線5a~ご第2検査自己線5bと同

様iこ、対向基板4に発生したカケ又はクラックを検出するためのもので、ある。

[0075〕 また、画素基板2上に設けられた許容領域21と同様に対向基板4上に発生したカ

ケが許容できるものであるか否かの判断基準として許容領域41（図中、斜線部分）が

設けられ、第4検査配線5dはその内周縁に沿って設けられている。

〔0076] この第3検査配線5c及び第4検査配線5dは基板上に発生したクラック又はカケが

発生した場合、容易に断線するものであり、両端に接続された検査パッド9c、9dに電

迂を印可して抵抗検査を行なうことで対向基板4上iこ発生したクラック又はカケの有

無を検出することができる。

〔0077] 以上のことから、第3検査配線5c及び第4検査配線5dの抵抗検査の結果、第3検

査配線5c及び第4検査配線5dのいずれもが断線している場合、対向基板4にクラッ

ク又は許容できない大きさのカケが生じていると判定し、目視検査を行なうことなく対

向基抜4を不良品であると判定することができるcまた、第3検査配線5c及び第4検

査配線5dのし吋主れも断線していない場合、対向基板4上；こはクラックが発生してい

ないと予測でき、対向基板4の自説検査を行なうことなく良品であるとドlj断することが

できる口

[0078] また、第3検査配線5c又は第4検査配線5dのどちらか占方で断線が確認された場

合、抵抗検査のみで、は当該対向基板が良品であるか不良品であるかの判断を確定

するととはできないため、目視検査を行ない断線の原因を確認した上で判断する必
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要がある。

[0079〕 これらのことから、まず第1検査配線5a、第2検査配線5b、第3検査配隷5c及び第

4検査記線5dの抵抗検査を行ない断線の有無を確認して画素基板2及び対向基板

4の良品、不良品の判所をした後、その結果を元に目視検査を行ない、液晶表示ノ《

ネノレ1の良品又は不良品の判定を行なう。これにより、不良品流出の防止や生産コス

トの軽減を図るとともに、極めて信頼性の高い液晶表示パネルを提供することが可能

となる。

[0080] なお、対向基板4上に設けられた第3検査配線5c及び第4検査配続出は図10に

示すように画素基板2と対向する側の面に形成され、その各両立高は画素基板2と対向

基板4とを貼り合わせる際に挟み込まれた転移電極12c、12dを介して画素基板2上

の検査パッド缶、 9dとそれぞれ接続されている。

[0081] これにより、画素基板2上の外部に露出した部分に検査パッド、弘、泊、 9c、9dが配

置され、抵抗検査の作業効率を高めることができる。

〔0082] また、第3検査配議5c及び第4検査配隷5dは絶縁性基板の一方にITO等からなる

透明電極を所定の形状iこバターニングするこ~~こより形成することができる。

[0083] 次に本実旗形態に係る液晶表示パネルの検査方法について説明する。本発明に

係る液品表示パネルの検査方法はホイーノレカッタ等の切断部材で分i折した後の液

晶表示パネノレ1を検査対象とし、画素基板2表面に設けられた各検査パッド旬、 9b、

9c、9dに電圧を印可して第1検査配線5a、第2検査配譲5b、第3検査配総5c及び

第4検査配線5dの断線の在無を検査する抵抗検査工程と目視による光学検査工程

を組み合わせたものであるc以下に液晶表示パネルIの検査方法について具体例を

示しながら説明する。

〔0084] 図12(a）は液晶表示パネル1における画素基抜2の表面構造を示す正面図であり

、図12(b）は液晶表示パネノレ1における対向墓板4の表面構造を示す正面図で、ある

。画素基板2にはカケ、クラック等が発生してしぜ品、が対向基絞4の外周縁にカケC4

が発生し、第3検査配線5cの一部が断線している。またカケC4は許容領域41を超

えるほど大きなカケではなく第4検査配線5dは断続していない。

[0085] 図12に示される液晶表示パネル1では、第l検査配親弘、第2検査配娘5b、第3
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検査配線5c及。ミ第4検査配線5dの両端に接続された検査パッ1~、9a 、 9b 、 9c 、 9dに

それぞれ2電圧を印可し行なう抵抗検査工程において第3検査配線5cの断線が確認

されそれ以外の検査配稼では断線は確認されない。これにより、画素基板2はクラッ

ク等が発生しておらず良品であると判断することができるとともに、対向基板4JtiJ縁で

は第3検査配隷5cの断線の原因として将来大きなヲレにつながるクラック又は許容で

きる程度の微小なカケの発生を予測することができる。

[0086] このように、対向基板4において第3検査配線、5c又は第4検査配線5dのし1ずれか

一方に断線が確認された場合、抵抗検査の後、目視検査により断線の原因を確認し

た上で当該液晶表示パネル1の良品判断を行なう必要がある。ここで、日視検査によ

り、カケC4が対向基板4I::，許容可能な大きさであり、その形状が後に基板の大きな

ワレにつながるもので、はなし立確認できた場合、当該液品表示パネルを良品と判定

する。

[0087] 図13(a）註液晶表示パネル1における画素基板2の表面講造を示す正面図であり

、図13(b）は液晶表示パネノレ1における対向基板4の表面構造を示す正面図である

。画素基板2にはカケ、クラック等が発生していないが対向基板4の外周縁にカケC5

が発生し、第3検査配線5c及び第4検査配線5dの一部が断線している。このカケC5

は将来大きなワレにつながるものではないが許容領域41を超える大きさのもので、ある

[0088] 図13に示される液晶表示パネノけでは、第1検査配線弘、第2検査配線5b、第3

検査配線5c及び第4検査配線5dの両端に接続された検査パッド、9a、9b、9c、9dに

それぞれ電圧を印可し行なう抵抗検査工程において第3検査配線5c及び第4検査

配線5dの断線が確認される。これにより、画素基抜2はクラック等が発生しておらず、

呉品であると判断することができるとともに、対向基板4外周縁では許容範囲41を超

えるクラック又i主力ケが発生していると予測するととができるc

[0089] このように、対向基抜4において第3検査配隷5c及び第4検査配線5dの両方に断

線が確認された場合、目視検査を行なうととなく当該液晶表示パネル1を不良品と判

断する心

〔0090] 図］4 (a）は液晶表示バネル1における両素基板2の去面構造を示す正面図であり
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、関14(b）は液晶表示パネル1における対向基板4の表面構造を示す正面開である

。画素基板2~こはカケ、クラック等が発生していないが対向基板4の外男縁にクラック

C6が発生し、第3検査配線5cの一部が断線している。またクラックC6は許容領域41

を超えるほど大き主力ケで誌なく第4検査配線5dl土断線していなし＼o

〔0091] 図14に示される液晶表示パネルIでは、第1検査配線弘、第2検査員己線5b、第3

験査配旗5c及び第4検査配線5dの両端に接続された検査パッド、9a、9b、9c、9dに

それぞれ電圧を印可し行なう抵抗検査工程において第3検査配線5cの断ノ穣が確認

されそれ以外の検査配線では断線は確認されない。これにより、画素基抜2はクラッ

ク等が発生しておらず良品であると判断することができるとともに、対向基抜4上では

第3検査配線5cの断線の房、国として将来大きなワレにつながるクラック又は許容でき

る程度の微小なカケの発生を予測することができる。

[0092] このように、第3検査配線5c又は第4検査記線5dのいずれか一方に断線が確認さ

れた場合、抵抗検査の後、巨視検査により断線の原因を確認した上で当該液晶表

示パネノレ1の良品判断を行なう必要があるO ここで、自宅見検査により、クラックC6が後

に基板の大きなヲレにつながるクラックであることが確認できた場合、当該液晶表示

パネルを不良品と判定する。

〔0093] 図15(a）は液晶表示パネノレ1における画素基板2の表面講造を示す正面密であり

、図15(b）は液晶表示パネル1における対向基板4の表面構造を示す正面図である

。画素基板2の外周縁に将来大きなワレにつながるクラックC7が発生し、第1検査配

線5aの一部が断線している。また、クラックC7は許容範囲21を超えるほど大きなもの

ではなく第2換査配線誌は断線していない。

[0094] また、対向基板4の外周縁にカケC8が発生し、第3検査配娘5cの一部が断線して

いる。またカケC8は許容領域41を超えるほど大きなカケで、はなく第4検査配線5dは

断線していない。

〔0095] 図15に示される液晶表示パネノレ1で、；士、第1検査配総5a、第2検査記隷5b、第3

検査配線5c及び第4検査配続出の両端に接続された検査パッド弘、 9b、9c、9dに

それぞれ2電正を印可し行なう抵抗検査工程において第1検査配線5a及び第3検査

配線5cの断線が確認されそれ以外の検査配掠では断線は確認されないcこれにより
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、画案－基板2J：で、は第1検査員己線5aの断線の原因として将来大きなワレにつながるク

ラック又は許容できる程度の微小なカケの発生を予測することがで、きるとともに、対向

基板4＿［二では第3検査配線5cの断線の原因として将来大きなワレにつながるクラック

又は許容で、きる程度の撤小なカケの発生を予秘することがで、きる3

〔0096] このように、画素基板2において第I検査配線5a又は第2検査配綾5bのいずれか

一方に断線が確認された場合、又は対向基板4において第3検査配線5c又は第4検

査配線5dのいずれか一方に断線が確認された場合、抵抗検査の後、目視検査によ

り断隷の原因を確認した上で当該液品表示パネルIの良品判断を行なう必要がある

。このとき、員提検査により、カケC8が対向基板4外周縁で発生した許容可能な大き

さであり、その形状が後に基板の大きなワレにつながるものでは会し吃確認できた場

合でも、画素基板2においてクラックC7が後に基板の大きなワレにつながるクラックで、

あると確認された場合、当該液晶表示パネルを不良品と判定するO

[0097] 以上より、第1及び第2検査配線又は第3及び第4検査配線に断線が確認された場

合、目視検査を行なうことなく当該液晶表示パネノレを不良品と判定するO また、第1乃

至第4検杏．配隷のいずれにも断線が確認されなかった場合、自視検査を行なうことな

く当該液晶パネルを良品と判定するつまた、第1又は第2検査記線のいずれかに断線

が確認された場合、画素基板2のみ目読検査を行ない断線の原因を確認して液晶

表示パネノレを評価するO また、第3又は第4検査配線のいずれかに断線が確認され

た場合、対向基板4のみ目規検査を行ない断線の原因を確認、して液晶表示パネノレ

を評髄するc

[0098] 従って、抵抗検査により良品又は不良品と判断で、きる液晶表示パネル1を選別し、

抵抗検査だけでは良品判断できない液晶表示パネルについてのみ目視検査をおこ

なうことで、i夜品表示パ不ノレの検査効率を高めることができるc

［第3実施形態］

[0099] 次に本発明の第3実施形態、に係る液晶表示パネル1を図を参照して説明する。な

お、上記第3実塩形態及び第2実塩形態と共通する部分については同ーの付号を

付するとともに説明を省略するっ本実塘形態に係る液晶表示パネノル1も第1実塩形態

に係る液晶表示パネル1と同様の構成を有し、アクティブマトリクス駆動方式の液品
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表示パネノレで、あり、画素基板2に対向基板4を対向配置し、両基板2,4間に液品3を

封入して構成されている。

〔0100] 関16は分断前の本実施形態に係る液晶表示パネル1における画素基板2の表面

構造を示す半面凶である。本実施形態に係る液晶パネルは分断ライン13に沿って

絶縁性基抜を分断して製造されるものであり、分断ライン13が当該液晶表示パネ／レ

1の外周縁となる。絶縁性基板15上iこは複数の走査諒6と複数のデータ線7とが互

いに交差する表示領域30が形成され、この表示領域30は走査線6と複数のデータ

線7の各交差部ごとに、画素電極及び該画素電極を駆動するスイッチング素子が形

成され、液晶表示パネルの表示にあたっては、各画素電極に走査線6及びデータ線

7から電｛立を選択的に書き込み、画素電極と対向電極4との間の電EE差によち介在す

る液晶を変調させることで表示パターンを形成するものである。また、走査線6とデー

タ線71士電極端子（不図示）と接続し電橿端子と対向する対向基抜上の領域は液晶

表示パネルの表示領域から切り離され、電極端子は外部に露出し駆動用IC（不図示

）と電気的に接続している。

〔0101] ここで、液晶表示パネル1の製造工程において絶縁性基板15~士通常、分断ライン1

3に沿ってホイールカッタ等の切断部材（以下、ホイールカッタとしづ0 ）によりスクライ

ブ傷を付けた後、分断されるが、この分断位置が分断ライン13から所定領域以上ズ

レて形成された場合、当該液晶表示パネルは不良品と判断されるC この分断｛立震が

許容できるか否かの判断基準として通常、分断ライン13より外局イJIJHこ所定の許容領

域が設けられている。つまり、スクライブ位置が許容領域の外馬縁日を超えて形成さ

れなければ、当該液晶表示パネルは良品と判断されるG

[0102] 本実施形態に係る液晶表示パネルIは画素基板損lj絶縁性基板15において、第5

検査配線5eが許容領域の外周縁14！，こ沿って設けられるとともに、この第5検査員己線

5cは縦方向と横方向の分断ライン13が交差する交差部付近で第1検査配線と接続

している。また、第5検査配線5eは分断ライン13c乃内周側で画素基板2上に設けら

れた検査パッド9c、おと接続している。

[0103] これにより、許容領域の外男縁日を超えず、所定の分断ライン13に沿って絶縁性

基板15が分断された場合、第5検査配線5eは絶縁性基板15とともに切断－されるこ一
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方、許容領域の外周縁日を超えて絶縁性基板15が分断された場合、第5検査配線

5eは切断されない。

[0104] ここで、液晶表示パネルの分断工程は、横方向及び縦方向と各方向の分断ライン1

3｛こ沿って直繰状にスクライブ、傷を付けて行なうため、分断位置のズレは各方向の分

断ライン13ごとに発生する。

[0105] 図17は分断畿の本実施形態に係る液晶表示パネノレ1における画素基板2の表面

構造を示す平面図であり、図17(a）は縦方向及び横方向とも分断ライン13に治って

分断されたものであり、国17(b）は縦方向においては分断ライン13に沿って分断さ

れているが横方向においては許容領域の外男縁14を超えて分断されたもので、あるO

[0106] 図16と関17(a）を比較すると明らかなように、分断ライン13に沿って分断された画

素基板2では、第5検査配線5eが第5検査パッド、9e1、9e2との接続部分及び第1検査

配線5aとの接続部分において絶縁性基板15とともに切断されているc

[0107] 従って、田方向に配設された検査配線と接続していた第5検査パッド9eと第1検査

パッド9a1に電圧を印可して抵抗検査を行ない第5検査配線5eの断線の有無を検査

した場合、断線が検出される。これにより、絶縁性基板15の横方向の分断が許容領

域内で行なわれていることがわかるc同様にして、第5検査パッド9eっと第1検査パッド

9aに電圧を印可して抵抗検査を行なうことで、第5検査配線5eの断線が検出される

ため絶縁性基板15の縦方向の分断においても許容領域内で；11なわれていることが

わかる。以上より、抵抗検査をおこなうこどで、図l7(a）に示される液晶表示パネル1

は分断位置が許容領域内で形成された良品であると判断することができる。

[0108] －方、図16と図17(b）を比較すると明らかなように、国l7(b）に示す画素基板2は

縦方向においては、分断ライン13に沿って分断され、第5検査配線5cは第5検査パ

ッド、おとの接続部分及び第I検査配線5aとの接続部分が絶縁性基妓15とともに切

断され断線しているcこれにより、同方向に配設された検査員己線と接続していた第5

4会査パッド、9eっと第1検査パッド9a2に電圧を印可して抵抗検査を行ない第5検査配

線5eの断線の有無を検査した場合、断線が検出される。従って、抵抗検査により絶

縁性基板15の縦方向の分断が許容領域内で行なわれていることがわかるC

[0109] また、再素基板2は横方向において分断ライン13に沿って分断されておらず、許容
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領域の外周縁14を超えて分断されているため、第5検査配隷5et土第5検査ノミッド9e

Iとの接続部分及び第1検査配線5aとの接続部分が接続された状態で、絶縁性基板1

5が切断されているcこれにより、第5検査パッド、9e1と第1検査パッド9a1~こ電圧を印

可して抵抗検査を行ない第5検査配隷5eの断線の有無を検査した場合、詫号線が検

出されない。従って、抵抗検査により絶縁性基板15の横方向の分断が許容領域の

外局縁14を超えて行なわれていると推測され、当該液晶表示パネルを不良品と判断

することができる。

[0110] 以上のことから、第1検査パッド9a及び第5検査パッド9eに電圧を印可して抵抗検

査を行ない、第5検査配諒5eの断線の有無から絶縁性基板15の分i析が許容領域の

外周縁14を超えて行なわれているかどうかを判断し、液晶表示パネノレの評舗を行う

ことができる。

[0111] また、画素基板2の外馬縁となる分i事！？ライン13~こ沿って第1検査記譲5aが設けられ

るとともに、第1検査担線5aの内舟測に第2検査配線坊が設けられている。これは、

上記第1実施形態、で、示したものと罰様に液晶表示パネルの製造工程において、分断

ライン13上、画素基板2の外周縁の一部にクラック又はカケが発生することがあるが、

第1検査配線5a及び第2検査配線5bはこのクラック又はカケを検出するためのもの

である。

[0112] また、第2検査配線5bは画素基板2の外周縁iこ発生したカケが許容で、きるもので、あ

るか否かの判断基準として設けられた許容領域21（図中、斜線部分〉の境界線に沿

って設けられている。これにより、許容領域21を超えるカケが発生した場合、この第2

検査配線5bが容易に断糠し、第2検査配線5bの両端に接続された検査パッド9bに

電圧を印可して抵抗検査を行なうことにより画素基板2に許容領域21を超えるクラッ

ク又はカケが発生してしもと推測することができる口

[0113] 以上のことから、本実施形態に係る液晶表示パネル1の検査方法はまず、分断ライ

ン方向ごとに応じた第1検査パッド9a及び第5検査パッド9eに電圧を印可して抵抗検

査を行ない、少なくともどちらか一方の分断ライン方向において第5検査配線5eの断

線が確認されない場合、当該液晶表示パネノレは分断位置のズレが許容範囲を超え

るものであり不良品と判断する。一方、全ての分甑ライン方向において第5検査配線

page24 of 45 

BOE Ex. 1002, p. 360
BOE v. Paneltouch

IPR2025-01482



れ102008パ36153

羽ro2008/136153 23 PCT/JP2007/074013 

5eの断線が確認された場合、当該液晶表示パネルは分断位置のズレが許容範囲内

のものであると判断し、次に実撞形態1の液晶表示パネルの検査方法と！日：i様iこ第1

検査配線5a及び第2検査配諒5bの抵抗検査を行なう。この結果、第1検査配線5a

及び第2検査配線5bのいずれもが断線していると検出された場合、当該画素基板2

i士自視検査を行なうことなく不良品であると判断することができるとともに、第1検査配

線5a及び第2検査配綻誌のいずれも断線していなし吃検出された場合、画素基板2

上にはクラック又はカケ、ワレが発生していなし注予測でき、呂視検査を行なうことなく

良品であると判断することができる。

[0114] また、第1検査配線5a又は第2検査配線5bのどちらか一方で、断線が確認された場

合、抵抗検査のみでは当該画素基板2の長品で、あるか不良品であるかの判断を確

定することはできないため、目説検査を行ない断殺の原因を確認した上で判断する

必要がある。

〔0115] なお、本実撞形態iこ係る液晶表示パネル1において対向基板4には第3検査配線

5c及び第4検査配線5d~ま設けられていないが、第2実抱形態で示したように対向基

板4上第3検査配線5c及び第4検査配線5dを設け対向基板4上のクラック又はカケ、

ワレを検出する検査工程を本検査工程に加えることも可吉主であるc

[0116] また、対向基援4の分断ラインの外局側に所定の許容領域を設け、該許容領域の

外周縁に沿って挨査配線を設けるとともに該検査記諒を対向基坂上の分断ラインよ

り内題側iこ引き出し画素基板2と対IPJ基板4とを貼り合わせる擦に挟み込まれた転移

電極を介して画素基板2上の検査パッドと接続するとどにより、上記第5検査配謀5e

と同様に検査パッドに電圧を印可して抵抗検査を行ない、断線の有無から対向基板

4イJlljの絶縁性基板の分断が許容領域のタト周縁を超えて行なわれているかどうかを判

断することができる。また、このときの検査方法は上記説明した方法と同様の手j頓に

より行なうことができる。

[0117] また、第5検査配線弘、第1検査配線5a及び第2検査配線5bはなるだけ細いほう

が好ましく、画素基抜2上のデータ線7及び走査隷6等の導電体形成時に検査パッド

9a、9b、9eとともに所定の形状にパターンニングして形成することができる、

[0118] なお、本実施形態における液晶表示パネルロ土2近にわたる分断ライン13に治って
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絶縁性基坂15を分断する場合を示したが、本発明はこれに限定されるわけではなく

、1辺、 3辺又は4）互にわたる分断ライン13に沿って絶縁性基抜15を分断する場合も

本発明の技術的範囲に含まれる。また、検査パッド弘、弘、 9b、9bを用いて、液
3 4 3 4 

晶表示パネル1の角部におけるカケ、ワレを検出することも可能である。

[0119] なお、本発明はj：述した各実擁形態に限定されるもので、はなく、種々の変更が可

能であり、異なる実撞形態にそれぞ、れ開示された技術的手段を適宜組み合わせて

得られる実塙形態についても本発明の技術的範囲に含まれるc例えば、上記実埴例

において、画素基板2又は対向基板4上に第1検査配続5a、第2検査配線5b、第3

検査配線5c、第4検査配隷5b又は第5検査配線5eのうち少なくとも一本が設けられ

ていれば本発明に係る液晶表示パネルとみなすことができる。

産業上の利用可能性

[0120] 本発明は、液晶表示装震に利用することができ、これを用いた、液晶デ、イスブρレイに

用いることができる。
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詰求の範囲

[1〕 絶縁性基板上に複数の画素電極と前記両素電極のスイッチングを行うスイッチング

素子とを備える画素基板と、絶縁性基抜上に対向電極を備える対向基板が液晶屠を

挟持してなる液晶表示パネルにおいて、

前記画素基板の外周縁に沿って第1検査配線が配設され、

該第1検査配線の両端と電気的に接続された第1検査パッドを用いて前記第1検査

配線の抵抗検査を行なうことにより前記画素基板外縁に発生したクラック又はカケを

検出することを特徴とする液晶表示パネル。

[2] 前記画素基板の外周縁から内局側に設けられた所定躍の許容領域の内問縁に沿

って第2検査配猿が配設され、

該第2検査配線の両端と電気的に接続された第2検査パッドを用し4、て前記第2検査

配線の抵抗検査を行なうことにより前記画素基板外縁に発生したクラック又はカケを

検出することを特徴とする請求項1に記載の液晶表示パネル。

[3] 前記対向基板の外周縁に拾って第3検査配線が配設され、

該第3検査配線の両端と電気的に接続された第3検査パッドを用いて前記第3検査

配線の抵抗検査を行なうことにより前記対向基板外縁に発生したクラック又はカケを

検出することを特徴とする請求項1又は詰求項2に記載の液晶表示パネル。

出 前記第3検査パッドが前記画素基板上に設けられていることを特散とする請求項3

に記載の液晶表示パネノレc

[5] 前記対向基抜の外毘縁から内局ffi!Jに設けられた所定幅の許容領域の内周縁に沿

って第4検査百三稼が配設され、

該第4検査配線の両端と電気的に接続された第4検査パッドを用いて前記第4検査

配線の抵抗検査を行なうことにより前記対向基板外縁に発生したクラック又はカケを

検出することを特数とする請求項3に記載の液晶表示パネノレ。

〔6] 前言己第4検査パッドが前記画素基板上に設けられていることを特徴とする詰求事5

に記載の液晶表示パネノレ。

〔7] 分断ラインに沿って前記絶絞性基板を分j析し得られる請求項1又は請求項2~こ記

載の液晶表示パネルにおいて、
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前記画素基板張lj絶縁性基板の前記分断ライン外男側に設けられた所定幅の許容領

域の外周縁に沿って第5検査記線が記設されるとともに、

該第5検査配線は分断ラインの交差部付近で前記第1検査配線に接続され、

該第S，検査配線の南端と電気的に接続された第5検査パッドが前記分断ラインより内

局側に設けられ、

前記5検査パッド、及び前記第1検査パッドを用いて前記第5検査記隷と前記第1検査

配線開の抵抗検査を行なうことにより分断ラインから外局側に生じた分断のズレを検

出することを特徴とする液晶表示パネル。

[8] 詰求項1又は詰求項2に記載の液晶表示パネノレを検査する方法で、あって、

少なくとも前記第1又は第2検査配諒のいずれかに電圧を印加する抵抗検査工程と

巨視による光学検査工程と、を含み、

前記抵抗検査工程において、液晶表示パネノレの欠陥レベノレを評価して前記光学検

査工程を行なうか否かを判定することを持徴とする液晶表示パネルの検査方法c
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冨際課査報告 ｜菌防癒番号 P仁川 P2007/074013

i¥. 発号尽の属する分野の分類〈国際特許分類（ IPC) ) 

Int.CL G02Fl/13(2006.01) i, GOlR3 l/00 (2006. Ol) i, G02Fl/1345 (2006. 01〕i

B. 調査を行った分野

議査を行った最小器資料（匡際特許分類 (IpC) ) 

Int.Cl G02Fl/13, G01R31/00, G02Fl/1345 

最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの

日本国実用新案公報 1922 1996年
日本国公開実用新案公報 1971-2008年

日本医実用録新実案登録公報 1996-2008年
日本屋登 用新案公報 1994 2008年

国際諜査で使用した電子データベース（データベースの名称、議査に箆用したj用語）

C. 関連すると認められる文戴

引用文献の 関連する
カテゴりー＊ 引吊文献名 及び一部の箇所が関連するとき辻、その関連する笛所の表示 請求の範囲の番号

x J p 2003-131188 A（株式会社りコー） 1、 2 

2 0 0 3. 0 5. 08，全文，全図 〈ファミリーなし）

r C舗の続きにも文献が列挙されている。 ！？ パテントファミリーに関するJllj紙を参照c

＊ 引用文献のカテゴリー の日の後に公表された文献

fA j特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示す iT j国諒出額日又は優先巨後に公表された文献で、あって

もの 出頭と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論
IE I国接出願g前の出願または特許であるが、国際出瀬日 の理解のたみちに引用するもの

以後に公表されたもの rx j特Lこ関連のある文献であって、当該文献のみで発明
fL I優先権主張に疑義を提起する文戴又泣他の文献の発行 の新規性又は進歩性がないと考えられるもの
百若しくは｛誌の特別な理主を確立するために引用す 「Yj特に関連のある文献で、あって、当該文献と抱の 1以

る文戴（理由を付す） 上の文献との、当業者にとって自明である組合せに
fOJ 口頭による開示、使用、展示等に言及する文献 よって進歩性がないと考えられるも必
Ip j習際出額目前で、かっ優先権の主張の基礎となる出窓 「＆J同一パテントファミヲ一文献

冨際調査を完了した日 i豆標識査報告の発送日
06. 03. 2008 18. 03. 2008 

冨際調査機関の名称及びあて先 特許庁審査官（権限のある職員〕 lzL,3812 
日本国特許庁（ T SA/  J P) 

福島浩弓
郵便番号10 0 8 9 1 5 
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思際調査報告 ！国際出願番号 PCT/JP2007/074013

第耳構請求の範自の一部の調査ができないときの意見〈第 1ベージの2の続き｝

法第8条第3項（PCT17条（2)(a））の規定により、この国際調査報告は次の理主により詰求の範留の一部について作

成しなかった。

i. rで請求の範茜 は、この国諒調査機関が認査をすることを要しない対象に係るものである。

つまり、

2. c請求の範囲 は、有意義な国際譲査をすることができる程度まで所定の要作を満たしてい

ない国際出願の部分iこ係るものである。つまり、

3. r請求の範陸 は、従属請求の範匪で、あってPc T規則6.4 （討の第2文及び第3：文の規定に
従って記載されていな1,、。

第圏構発明の単一性が欠揮しているときの意見〈第1ベ←ジの3の続き｝

次に述べるようにこの匡接出願iこ二以上の発明があるとこの国際調査機関は認めたc

請求の範囲［ 1、 2］、［3一刻、 7、 Stこ係る発明に共通する「特別な技術的特徴J辻、「絶縁性基板上に
複数の画素電極と前記暦素電極のスイッチングを行うスイッチング素子とを備える画素基板と、結縁性基
板上に対向電極を錆える対前］基板が液晶屠を挟持してなる液晶表示パネルにおいて、誌記画素基板の外周

縁iこ沿って第1検査記隷が配設され、該第11会査配線の両端と電気的に接続された第 1検査パッドを用い
て前記第1検査書己線の抵抗検査を行なうことにより前記酒素基板外縁に発生したクラック又はカケを検出

することを特徴とする按晶表示パネル」であるが、この f特別な技情的特散j i土、先行技術文献に記載さ
れているので、新規ではない。したがって、請求の範密 1に採る発現は、 Pc T規則 13. 2の「特別な
技捺的特鎮J（クレームされた発明が全体として先行技指に対して行う貢載を明示する技術的特徴〉を全く
有しない。してみると、請求の範陪［ 1、 2］、［3 -6］、 7、 siこ謀る発明には、一又はニ以上の胃ーの
又は対応する f特別な技詩的特数j が存在しないので、この出願は発境の単一性の要件を満たしていなしら

1. 仁 出願人が必要な迫力E調査手数料をすべて期間内に納付したので、この居擦調査報告は、すべての調査可能な請求
の範囲について作成した。

2. f三 迫力口調査手数料を要求するまでもなく、すべての謁査可能な請求の範習について譲査することができたので、追
方言語査手数料の納付を求めなかった。

3. r 出願人が必要な追加謁査手数料を一部のみしか期間内に納付しなかったので、この国際調査報告は、手数料の納
付のあった次の請求の範障のみについて作成した。

4. P' 出願人が必要な追加調査手数料を期間内に納付・しなかったので、この国際議査報告は、詰求の範罰の最拐に記載
されている発明に係る次の詰求の範囲について作成したじ

請求の範囲ト 2

追加調査手数料の異議の申立てに関する注意

？で 追加調査手数料及び、該当する場合には、異議申立手数料の納付と共に、出願ノJミら異議申立てがあったc

r 追加調査手数料の納付と共に出願人から異議申立てがあったが、異議申立手数料が納付命令書に示した規開
内に支払われなかったc

r 追加調査手数料の給付はあったが、異議申立てはなかったり

様式PCT/  I SA/  2 1 0 （第 1ベ←ジの続葉（ 2〕） ( 2 0 0 7年4月）
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Electronic Patent Application Fee Transmittal 

Application Number: 13151362 

Filing Date: 02-Jun-2011 

Title of Invention: DISPLAY DEVICE 

First Named Inventor/Applicant Name: Kouichi ANNO 

Filer: Melvin Krausなoyaiken 

Attorney Docket Number: 520.S l ?OOXOO 

Filed as Large Entity 

Utility under 35 USC 111 (a) Filing Fees 

Description Fee Code Quantity Amount 
Sub-Total in 

USO($) 

Basic Filing: 

Pages: 

Claims: 

Miscellaneous-Filing: 

Petition: 

Patent-Appeals-and-Interference: 

Post-Allowance-and-Post-Issuance: 

Extension-of-Time: 
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Description Fee Code Quantity Amount 
Sub-Total in 

USO($) 

Miscellaneous: 

Submission-Information Disclosure Stmt 1806 180 180 

Total in USO($) 180 
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Electronic Acknowledgement Receipt 

EFSID: 18337307 

Application Number: 13151362 

International Application Number: 

Confirmation Number: 4779 

Title of Invention: DISPLAY DEVICE 

First Named Inventor/Applicant Name: Kouichi ANNO 

Customer Number: 20457 

Filer: Melvin Krausなoyaiken 

Filer Authorized By: Melvin Kraus 

Attorney Docket Number: 520.51700XOO 

Receipt Date: 28-FEB-2014 

Filing Date: 02-JUN-2011 

Time Stamp: 15:04:30 

Application Type: Utility under 35 USC 111 (a) 

Payment information: 

Submitted with Payment yes 

Payment Type 仁redit仁ard

Payment was successfully received in RAM $180 

RAM confirmation Number 1657 

Deposit Account 

Authorized User 

File Listing: 

Number 
Document Description File Name 

File Size(B!.tes)/ : Multi p: Pages 
Message Digest Part /.zi (if appl.) 
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140491 
Transmittal Letter ids.pdf no 2 

7122 094868838'3 05c9bo 7 5 76 7 eeOc 4o 7 5 f2 
ζ2ζO 

Warnings: 

Information: 

2 
Information Disclosure Statement (IDS) 

sb08.pdf 
Form (SBOS) 

320610 
no 2 

b8bc1118045o8fad7390567o5e8b216d039 

e90e1 

Warnings: 

Information: 

This is not an USPTO supplied IDS fillable form 

160094 
3 Non Patent Literature npl.pdf no 2 

e4o6fd 18bcf8b2e3ebd809b913cc4156544 

b210f 

Warnings: 

Information: 

5301489 
4 Foreign Reference refl .pdf no 45 

231 f01 0413476cf4215oc1 d56b26081 Oe併f

2e63 

Warnings: 

Information: 

30217 
5 Fee Worksheet (SB06) fee-info.pdf no 2 

5f02641 b59999o3bc2b7of9db7 cddo880e7 

93568 

Warnings: 

Information: 

Total Files Size (in bytes) 5952901 

This Acknowledgement Receipt evidences receipt on the noted date by the USPTO of the indicated documents, 
characterized by the applicant, and including page counts, where applicable. It serves as evidence of receipt similar to a 
Post Card, as described in MPEP 503. 

New AQQlications Under 35 U.S.C. 111 
If a new application is being filed and the application includes the necessary components for a filing date (see 37 CFR 
1.53(b）ー（d)and MPEP 506), a Filing Receipt (37 CFR 1.54) will be issued in due course and the date shown on this 
Acknowledgement Receipt will establish the filing date of the application. 

National Stage of an International AQQlication under 35 U.S.C. 371 
If a timely submission to enter the national stage of an international application is compliant with the conditions of 35 
U.S.C. 371 and other applicable requirements a Form PCT/DO/E0/903 indicating acceptance of the application as a 
national stage submission under 35 UふC.371 will be issued in addition to the Filing Receipt, in due course. 

New International AQQlication Filed with the USPTO as a Receiving Office 
If a new international application is being filed and the international application includes the necessary components for 
an international filing date (see PCT Article 11 and MPEP 181 O), a Notification of the International Application Number 
and of the International Filing Date (Form PCT/R0/105) will be issued in due course, subject to prescriptions concerning 
national security, and the date shown on this Acknowledgement Receipt will establish the international filing date of 
the application. 
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520.51700XOO 

IN TH正UNITEDSτATES PAT豆NTAND TRADE矧ARKOFFICE 

Applicants: ANNO, et al 

Serial No.: 13/151,362 

Filed: 6/2/2011 

丁itle: DISPLAY D正VICE

Art Unit: 2697 

正xaminer: K. Lee Jr. 

Conf. No.: 4779 

INFORMATION DISCLOSURE STAT正MENT
U剥DE畏 37CFR 1.97 & 1.98 

Mail Stop: DD/Issue Fee 
Commissioner for Patents 
P.O. Box 1450 
Alexandria, VA 22313-1450 

Sir: 

February 28, 2014 

In the matter of the above-identified application, applicants are submitting 

herewith a copy of an English translation of an Office Action in connection with a 

corresponding Japanese Application dated December 10, 2013, a listing of a US 

document and a copy and listing of the non-US document as listed on the attached form 

equivalent to Form(s} PTO/SB/08A and/or PTO/SB/088 for the Examiner’s 

consideration. 

This information disclosure statement is being submitted after the mailing date of 

either a final action or a notice of allowance in the application and is accompanied by 

the fee set forth in 37 CFR 1.17(p) and the following certification specified in 37 CFR 

1.97{e). 

On information and belief, I hereby certify that each item of 
information contained in this information disclosure statement was first 
cited in any communication from a foreign patent office in a counterpart 
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foreign application not more than three months prior to the filing of this 
statement. 

To the extent that the documents listed on the attached form equivalent to 

Form(s} PTO/SB/08A and/or PTO/SB/088 are not in the English language, the 

re司uirementof 37 CFR 1.98(a}(3) for a concise explanation of the relevance is satisfied 

by an English language version or translation of the foreign patent office report citing the 

documents and an English language patent family member. 

It is respectfully requested that this information disclosure statement and the 

documents listed be considered by the Examiner. 

丁herequired fee of $180. 00 is being submitted concurrently herewith. 

Please charge any shortage in the fees due in connection with the filing of this 

戸aper,including excess claim fees, to Deposit Account No. 01-2135 (520.51700XOO), 

and please credit any excess fees to such deposit account. 

MK/jla 
1300 North Seventeenth Street 
Suite 1800 
Arlington, VA 22209 
τele担hone:(703) 312・6600
Fax: (703) 312-6666 

2 

Respectfully submitted, 

ANTONELLI, T正RRY,STOUT & KRAUS LLP 

/Melvin Kraus／斤？と
Melvin Kraus 
Registration No. 22,466 
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PART B剛 FE巨（S)TRANSMITTAL 
Complete and send this form, together with applicable fee(s), to: Mail Stop ISSUE FEE 

Commissioner for Patents 

P.O. Box 1450 

Alexandria, Virginia 22313・1450

Orfg基（571)273・2885 520.51700XOO 

INSTRUCTIONS: This form should be used for transmitting the ISSUE FEE and PUBLICATION FEE (if required). Blocks I through 5 should be completed where 

appropriate. All Further correspondence including the Patent, advance orders and notification of maintenance fees will be mailed to the current correspondence address as 

Indicated unless corrected below or directed otherwise in Block 1, by (a) specifying a円ewcorrespondence address; and/or (b) indicating a separate“FEE ADDRESS”for 
Mai円tenancefee notifications 

CURRENT CORRESPONDENCE ADDRESS (Note: Use Block 1 for any change of address) Note: A certificate of mailing can only be used for domestic mailings of the Fee(s) 

Transmittal. This certificate cannot be used for any other accompanying Papers 

Each additional paper, such as an assignment or formal drawing. must have its own 

certificate of mailing or transmiss旧n

020457 7590 12/02/2013 

ANTONELLI, TERRY STOUT & KRAUS，ししP
1300 NORTH SEVENTEENTH STREET 

SUITE 1800 

ARLINGTON, VA  22209咽 3873

APP口CATIONNO. 
13/151,362 

TITLE OF INVENTION: 

FILING DATE 

琵芯習お刊

DISPLAY DEVICE 

Certificate of Mailing or Transmission 
I hereby certify that this Fee(s) Transmittal is being deposited with the United States 
Postal Service with sufficient postage for first class mail in an envelope Addressed to 
the Mail Stop ISSUE FEE address above, or being facsimile transmitted to the 
US PTO (571) 273-2885, on the date indicated below 

FIRST NAMED INVENTOR 

KOUICHI ANNO 

(Depositor's name) 

笠坦竺型竺i
e祭主i

I ATTORNEY DOCKET NO. j CONFIRMATIONNO. 
520.51 ?00XOO 4779 

APPL. TYPE I SMALL ENTITY I ISSUE FEE DUE I PUBLICATION FEE DUE PREV. PAID ISSUE FEE TOTALFEE(S)DUE DATE DUE 

Nonprovisional NO  $960 $0 $0 $960 03/03/2014 

EXAM而ER

LEE JR, KENNETH 8 

1. Change of correspondence address or indication of“Fee Address (37 
CFR 1.363ト

口 Cha叩 ofcorrespondence address (or Change of Correspondence 
Address form PTO/SB/122 attached. 

agents OR, alternatively, 

口“FeeAddress”indication （町“FeeAddress'" Indication form 
PTO/SB/47; Rev 03-02 or more re四 nt)at岡山ed.Use of Customer 
Number is required 

ART UNIT 

2697 

CI瓦SS-SOBCI瓦SS

345-156000 

2. For printing on the patent front page, list 

(1) the names of up to 3 registered patent attorneys 1 ANTONELLI, TERRY, STOUT 

& KRAUS, LLP. 
Or agents OR, alternatively, 

(2) the name of single firm (having as a 

member a registered attorney or agent) 

and the names of up to 2 registered pa匂nt

attorneys or agents. If no name is listed no name will be printed. 
3. ASSIGNEE NAME AND RESIDENCE DATA TO BE PRINTED ON THE PATENT (print or type) 

PLEASE NOTE: Unless an assignee is identified below, no assignee data will appear on the patent. If an assignee is identified below, the document has been filed for recordation as set forth 1n 
37 CFR 3.11. Completi旧nof this form is NOT a substitute for filing an assignment 

(A) NAME OF ASSIGNEE (B) RESIDENCE: (CITY and STATE OR COUNTRY) 

1) Japan Display Inc. 1) Tokyo, Japan 

2) Panasonic Liquid Crystal Display Co., Ltd. 2) Hyogo, Japan 

Please che出 heappropriate a叩 gneecategory or categories (will not be printed on the patent）：口 lndi山idual 図 Corporationor other private g問 pentity 口 Government

4a. The f叫lowingfee(s) are enclosed 

図 IssueFee 
図 PublicationFee (No small entity disco川 permitted)
図 AdvanceOrder-# of C叩es＿ーム一一

5. Change in Entity Status （什omstatus indicated above) 

口 a Applicant claims SMALL ENTITY status. See 37 CFR 1. 27 

4b. Payment of Fee (s) 

口Acheck is enclosed 
図 Paymentby credit四rd.Form PT0-2038 is attached 
図 TheDi陪ctoris hereby authorized to charge the問 uiredfee(s), any deficiency, or credit any 
overpayment, to Dep田 itAc肌 ntNumber但~

口 bApp Ii回 ntis no longer claiming SMALL ENTITY status. See 37 CFR 1.27(g)(2) 

The Director of the US PTO is requested to apply the Issue Fee and Publication Fee (if any) or to re-apply any previously paid issue fee to the ap凶cati旧nidentified above. NOTE: The Issue Fee and 
Publication Fee (if required) will not be accepted from anyone other than the applicant; a registered attorney or agent; or the assignee or other party in Interest as shown by the records of the United 
States patent and Trademark Office 

Authorized Signature 

Typed or printed name 

/Melvin Kr  

Melvi『EK『’al』s

Da止e March 4. 2014 

Registration No. 笠A皇室
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Electronic Patent Application Fee Transmittal 

Application Number: 13151362 

Filing Date: 02-Jun-2011 

Title of Invention: DISPLAY DEVICE 

First Named Inventor/Applicant Name: Kouichi ANNO 

Filer: Melvin Kraus/Sharon Dickenson 

Attorney Docket Number: 520.S l ?OOXOO 

Filed as Large Entity 

Utility under 35 USC 111 (a) Filing Fees 

Description Fee Code Quantity Amount 
Sub-Total in 

USO($) 

Basic Filing: 

Pages: 

Claims: 

Miscellaneous-Filing: 

Petition: 

Patent-Appeals-and-Interference: 

Post-Allowance-and-Post-Issuance: 

Utility Appl Issue Fee 1501 960 960 

Publ. Fee-Early, Voluntary, or Normal 1504 。 。
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Description Fee Code Quantity Amount 
Sub-Total in 

USO($) 

Extension-of-Time: 

Miscellaneous: 

Printed Copy of Patent -No Color 8001 4 3 12 

Total in USO($) 972 

BOE Ex. 1002, p. 390
BOE v. Paneltouch

IPR2025-01482



Electronic Acknowledgement Receipt 

EFSID: 18367635 

Application Number: 13151362 

International Application Number: 

Confirmation Number: 4779 

Title of Invention: DISPLAY DEVICE 

First Named Inventor/Applicant Name: Kouichi ANNO 

Customer Number: 20457 

Filer: Melvin Kraus/Sharon Dickenson 

Filer Authorized By: Melvin Kraus 

Attorney Docket Number: 520.S l ?OOXOO 

Receipt Date: 04-MAR-2014 

Filing Date: 02-JUN-2011 

Time Stamp: 17:25:25 

Application Type: Utility under 35 USC 111 (a) 

Payment information: 

Submitted with Payment yes 

Payment Type 仁redit仁ard

Payment was successfully received in RAM $972 

RAM confirmation Number 4762 

Deposit Account 

Authorized User 

File Listing: 

Number 
Document Description File Name 

File Size(B!.tes)/ : Multi p: Pages 
Message Digest Part /.zi (if appl.) 
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192433 
Issue Fee Payment (PT0-85B) 51700XOOIF.pdf no 

ef3cf8d302c156e3d4719e 166b48rne82385 

3ace 

Warnings: 

Information: 

33603 
2 Fee Worksheet (SB06) fee-info.pdf no 2 

o040o3 Od e46 7 4e 25 72 cd ccf5 877 5424 7 ec4 

07ζ4 

Warnings: 

Information: 

Total Files Size (in bytes) 226036 

This Acknowledgement Receipt evidences receipt on the noted date by the USPTO of the indicated documents, 
characterized by the applicant, and including page counts, where applicable. It serves as evidence of receipt similar to a 
Post Card, as described in MPEP 503. 

New AQQlications Under 35 U.S.C. 111 
If a new application is being filed and the application includes the necessary components for a filing date (see 37 CFR 
1.53(b）ー（d)and MPEP 506), a Filing Receipt (37 CFR 1.54) will be issued in due course and the date shown on this 
Acknowledgement Receipt will establish the filing date of the application. 

National Stage of an International AQQlication under 35 U.S.C. 371 
If a timely submission to enter the national stage of an international application is compliant with the conditions of 35 
U.S.C. 371 and other applicable requirements a Form PCT/DO/E0/903 indicating acceptance of the application as a 
national stage submission under 35 UふC.371 will be issued in addition to the Filing Receipt, in due course. 

New International AQQlication Filed with the USPTO as a Receiving Office 
If a new international application is being filed and the international application includes the necessary components for 
an international filing date (see PCT Article 11 and MPEP 181 O), a Notification of the International Application Number 
and of the International Filing Date (Form PCT/R0/105) will be issued in due course, subject to prescriptions concerning 
national security, and the date shown on this Acknowledgement Receipt will establish the international filing date of 
the application. 
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UNITED STA IBS p A IBNT AND TRADEMARK OFFICE 

APPLICATION NO FILING DATE FIRST NAMED INVENTOR 

131151,362 06/02/2011 

20457 7590 03/18/2014 

ANTONELLI, TERRY, STOUT & KRAUS, LLP 
1300 NORTH SEVENTEENTH STREET 
SUIIB 1800 
ARLINGTON, VA 22209-3873 

Kouichi ANNO 

UNITED STATES DEPARTJ\但~NTOFCOMJ\但~RCE
United States Patent and Trademark O節目
Addr古田COMMISSIONERFOR PATENTS 
P.O. Box 1450 
Alexandria, Virginia 22313 1450 
www.uspto.gov 

ATTORNEY DOCKET NO. I CONFIRMATION NO 

520.51700XOO 4779 

EXAMINER 

LEE JR, KENNETH B 

ART UNIT PAPER NUMBER 

2697 

MAIL DATE DELIVERY MODE 

03/18/2014 PAPER 

Please find below and/or attached an Office communication concerning this application or proceeding. 

The time period for reply, if any, is set in the attached communication. 

PTOL 90A (Rev. 04/07) 
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APPLICATION NO./ 

CONTROL NO. 

13/151,362 

FILING DATE 

02 June, 2011 

ANTONELLI, TERRY, STOUT & KRAUS, LLP 
1300 NORTH SEVENTEENTH STREET 
SUITE 1800 
ARLINGTON, VA 22209-3873 

UNITED STATES DEPART九1ENTOFCO九f九1ERCE
U.S. Patent and Trademark Office 
Add「田s:COMMISSIONER FOR PATENTS 

P.O. Box 1450 
Alexandria, Virginia 22313-1450 

FIRST NAMED INVENTOR I 
PATENT IN REEXAMINATION 

ANNO ET AL. 

A HORNEY DOCKET NO. 

520.51700XOO 

EXAMINER 

KENNETH B. LEE JR 

ART UNIT PAPER 

2697 20140312 

DATE MAILED：目

Please find below and/or attached an Office communication concerning this application or 
proceeding. 

IDS dated 2-28-14 has been considered. 

/Kevin Nguyen/ 

Primary Examiner, Art Unit 2697 

PT0-90C (Rev.04-03) 

/KENNETH BLEE JR/ 

Examiner 

Art Unit: 2697 

Commissioner for Patents 
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ALL REFERENCES CONSIDERED EXCEPT WHERE LINED THROUGH. /KBL/ 

Substitute for form 1449A/PTO 
Complete if Known 

Application Number 131151,362 

INFORMATION DISCLOSURE Filing Date 612/2011 

STATEMENT BY APPLICANT First Named Inventor Kouichi ANNO 

Art Unit 2883 

ruse as manv sheets as necessarvl Examiner Name 

Sheet I I of I 2 Attorney Docket Number 520.51700XOO 

U.S. PATENT DOCUMENTS 

Examiner Cite Document Number Publication Date Name of Patentee or Pages, Columns, Lines, Where 
Initials’ No.1 MM-DD-YYYY Applicant of Cited Document Relevant Passages or Relevant 

NumbeトKindCode' (if known) Fi日uresAooear 

AA US-2010/0134137 6/3/2010 Kida 

US-

US・ 

us嶋

us刷

US-

US-

US-

US-

US-

US-

US・ 

US・ 

US-

US・ 

υS-

FOREIGN PATENT DOCUMENTS 

Forei口nPatent Document 
Pages, Colu打ms,Lines, 
Where Relevant 

Examiner Cite 
Country Code3-Number4-Kind Code 5(if known) 

Publication Date Name of Patentee or Passages or Relevant T" 
Initials’ No.1 MM-DD-YYYY Applicant of Cited Document FiQures Aooear 

WO  2008パ36153 11/13/2008 Sharp Kabushiki Kaisha Corr 

Exarr可iner

Sionature 

Date 

Considered 
03/12/2014 

*EXAMINER: lnit旧Iif reference considered, whether or not citation is in conformance with MPEP 609. Draw line through citation if円。tin conformance and not 

AA 

considered. Include copy of this form with next communication to applicant. 1 Applicant's unique citation designati白nnumber (optionaり2See Kinds Codes of US PTO 
Patent Documents at www.uspto・govor MPEP 901.04. 3 Enter Office that issued the document, by the two-letter code (WIPO Standard ST.3). 4 For Japanese patent 
documents, the indication of the year of the reign of theεmperor must precede the serial number of the patent document. 5 Kind of document by the appropriate symbols 
as indicated on the document under WIPO Standard ST.16 if possible. 6 Applicant is to place a check mark here if English language Translation is attached 

This collection of information is required by 37 CFR 1.97 and 1.98. The information is required to obtain or retain a benefit by the public which is to file (and by the 

USPTO to process) an application. Confidentiality is governed by 35 U.S.C. 122 and 37 CFR 1.14. This collection is estimated to take 2 hours to complete, including 
gathering, preparing, and submitting the completed application form to the USPTO. Time will vary depending upon the individual case. Any comments on the amount of 
time you require to complete this form and/or suggestions for reducing this burden, should be sent to the Chief Information Officer, U.S. Patent and Trademark Office, 
U.S. Department of Commerce, P.O. Box 1450, Alexandria, VA 22313-1450. DO NOT SEND FEES OR COMPLETED FORMS TO THIS ADDRESS. SEND TO: 
Commissioner for Patents, P .0. Box 1450, Alexandria, VA 22313-1450. 
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ALL REFERENCES CONSIDERED EXCEPT WHERE LINED THROUGH. /KBLi 

Substitute for form 1449/PTO 
Complete if Known 

Application Number 13/151,362 

INFORMATION DISCLOSURE Filing Date 6/2/2011 

STATEMENT BY APPLICANT First Named Inventor Kouichi ANNO 

Sheet 

Examiner 
Initials* 

Exa門1iner

Sia nature 

Group Art Unit 2697 

(use as many sheets as necessary) Examiner Name K. Lee Jr. 

2 of 2 Attorney Docket Number 520.51700XOO 

NON PATENT LITERATURE DOCUMENTS 

2~e. ．’ 
Include name of the author (in CAPITAL LETTERS), title of the article (when appropriate), title of the 

item (book, magazine, journal, serial, symposium, catalog, etc.), date, page(s), volume-issue number(s), 

publisher city and/or countrv where published. 

Copy~beヒ~~g~h translation of Office Action for corresponding Japanese Application No. 2010ぺ26877,dated 
Dece 2013 

iKenneth B Lee Jri 
Date 

Considered 

Tz 

*EXAMINER: lnit旧Iif reference considered, whether or not citation is in conformance with MPEP 609. Draw Ii円ethrough citation if not in conformance and not 
9onsidered. Include copy of this form with next communicatipn to applicant. 
'Applicant’s unique citation designation number {optional). •Applicant is to place a check mark here if English language Translation is attached. 
This collection of information is required by 37 CFR 1.98. The information is required to obtain or retain a benefit by the public which is to file (and by the USPTO to 
process) an application. Confidentiality is governed by 35 U.S.C. 122 and 37 CFR 1.14. This collection is estimated to take 120 minutes to complete, including 
gathering, preparing, and submitting the completed application form to the USPTO. Time will va印 dependingupon the individual case. Any comments on the 
amount of time you require to complete this form aηd/or suggestions for reducing the this burden, shouldわesent to the Chief Information Officer, U.S. Patent and 
Trademark Office, U.S. Department of Commerce, P.O. Box 1450, Alexandria, VA 22313・1450.。oNOT SEND FEES OR COMPLETED FORMS TO THIS 
ADDRESS. SEND TO: Commissioner for Patents, P.O. Box 1450, Alexandria, VA 22313-1450. 
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UNITED STA TES p A TENT AND TRADEMARK OFFICE 

APPLICATION NO ISSUE DATE 

13/151,362 04/22/2014 

20457 7590 04/02/2014 

ANTONELLI, TERRY, STOUT & KRAUS, LLP 
1300 NORTH SEVENTEENTH STREET 
SUITE 1800 
ARLINGTON, VA 22209-3873 

PATENT NO 

8704762 

UNITED STATES DEPARTJ\但~NTOF COMMERCE 
United States Patent and Trademark Office 
Addre'8: COJ¥品1ISSIONERFOR PATENTS 
P.O. Box 1450 
Alexandria, Virginia22313 1450 
www .uspto.gov 

ATTORNEY DOCKET NO CONFIRMATION NO 

520.5 l 700XOO 4779 

ISSUE NOTIFICATION 

The projected patent number and issue date are specified above. 

Determination of Patent Term Adjustment under 35 U.S.C. 154 (b) 
(application filed on or after May 29, 2000) 

The Patent Term Adjustment is 231 day(s). Any patent to issue from the above-identified application will 
include an indication of the adjustment on the front page. 

If a Continued Prosecution Application (CPA) was filed in the above-identified application, the filing date that 
determines Patent Term Adjustment is the filing date of the most recent CPA. 

Applicant will be able to obtain more detailed information by accessing the Patent Application Information 
Retrieval (PAIR) WEB site (http://pair.uspto.gov). 

Any questions regarding the Patent Term Extension or Adjustment determination should be directed to the 
Office of Patent Legal Administration at (571)-272-7702. Questions relating to issue and publication fee 
payments should be directed to the Application Assistance Unit (AAU) of the Office of Data Management 
(ODM) at (571)-272-4200. 

APPLICANT(s) (Please see PAIR WEB site http://pair.uspto.gov for additional applicants): 

Kouichi ANNO, Mobara, JAPAN; 
Takumi Sato, Mobara, JAPAN; 
Masahiro Teramoto, Mobara, JAPAN; 

The United States represents the largest, most dynamic marketplace in the world and is an unparalleled location 
for business investment, innovation, and commercialization of new technologies. The USA offers tremendous 
resources and advantages for those who invest and manufacture goods here. Through SelectUSA, our nation 
works to encourage and facilitate business investment. To learn more about why the USA is the best country in 
the world to develop technology, manufacture products, and grow your business, visit SelectUSA.2:ov. 

IR103 (Rev. 10/09) 
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PATENT 

IN’l'HE UNITED STAT.ES PAJ玄持言、AND宝支AJ）志IVlAl設玄o:mr宝CE

設.EVOCATIむNOF.PO¥<V豆長OFAすすORNEYAND
N豆：議FP!)WE誌O.FATTORNEY AND C詩GANGEOFCO設設E.S:PONlJlENCE

ADllR：志SS

COMTvHSSIONER FOR P/¥.TENTS 
PO BOX 1450 
ALEXANDRIA, VA 22313-1斗50

SIR: 

The undersigned rep詑 sentati問。f主総諮総主主詰立込会議選立設!m註主

the entire right, titiεand intと陀stof the patむnts/applkationsidentifiεd by appt::rn;:llx A by virtu令。fan

assignment 会nmthe inventor〔s),hereby revo1記長 anyand all pi℃vious Powers of Atto閉会民 appointsthe 

practitioners associated with the Cu宰ぬ郡部争 Nu.m.bぽ ~inn as Assigneむちsattorney・swith full po1-ver of 

主uむstitutlonand revocatfoロ， toprむsecutesaid patent applicationsラ recdve any Letters Patεnt(s) and lo 

tnmきactall busi抗日 inthe United SおtesPatent and Trad怠ma:rkOffice -.,vith 陀gardto said patent 

applications and any Let如、sPale祭t(s)issuing thereon, とえれdrequests th翠taU COlTむ pondencebe seロtto 

Custo器部‘ N仏 127271or Ln'vε；Ha up主主主鴻母語きまま設部予 LL'P.,2318 l'viiH Road, Suite lヰ00ち Alexandria.

V1rginia22314、

cmミすlflCATlONむNDE蕊37C.F.J民 3.73（めI37 CF.I七3.73｛吋

L thεunder吉ign付、民Eすifythat I am部 individual由時め＼NeI吋 toact on behalf of主義翠誕立塁主主

1.~fl誕生‘主主：珪盤Lll！三nhu：...烏斗説。 the assignee of the entire right. rHJe and interest of’the identified 

patents/appHcations identi自民lby appenく！iぇAby virtue of an assignment fi’nm the inv出 WIか），

i fur 

St誌なmentsnmde on in品rmation1王ndbelief are believed to 訟む・ue;and further that these si＜互ternents¥Ve！芯

made vvith the knowな乙lgethat willful talsεst;rtements and the like so made are punishable by fine王）f
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imp1ちonment,or bothぅ under Section 100; of Title I 8 of、theUnited States 〈、むくた and tha! such ¥viHfui 

falsεstatem会決tsmay jeopardi：茂投levalidity・。ftheapp!k誌ionor any pHtent issuing thereon、

E：製漣説話£1lQ誕E主主：~D~芝設LPfa討議VCfu.~J三越D

、、央、 、．♂日目、、＼

司、日ず‘ --,, 
j ・-., / 三王子／＼

Date of Signature：一点全長三ミムゴ h ,, ど 九一 Signature: 一一一～二一一？？と；ふ」なム九日、

Nan:ie: Ka弐立h~koJsM部正主主，~~

Title of Signor: ~，.hmageれ In詑H邸主疑惑~－f's-211erty Te~uお， Prn~foet Uevscfom宮崎E主主C斡 3h:s・
、ー … …一一一一一… 一一……ー

品2 脳
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PTO/SB/96 (07-09) 
Approved for use through 07/31/2012. OMB 0651-0031 

U.S. Patent and Trademark Office; U.S. DEPARTMENT OF COMMERCE 
Under the Paperwork Reduction Act of 1995, no persons are required to respond to a collection of information unless it displays a valid OMB control number 

STATEMENT UNDER 37 CFR 3.73(b) 

ApplicanUPatent Owner: Kouichi ANNO et al. 

Application No./Patent No.: 13/151,362 

Titled: 
DISPLAY DEVICE 

JAPAN DISPLAY INC. 

Filed/Issue Date: 06/02/2011 

,a corporation 

(Name of Assignee) (Type of Assignee, e.g., corporati旧n,pa仕nership,university, government agency, etc 

states that it is: 

1 口 theassignee of the州 reright，帥， andinterest in; 

2 図 an assignee of less than the entire right, title, and interest in 
(The extent (by percentage) of its ownership interest is 

3 口 the悶 gneeof an un ivided int 
the patent application/patent identified above, by virtue of either: 

%); or 

A 図 An assignment from the inventor(s) of the patent application/patent identified above. The assignment was reco吋edin 
the United States Patent and Trademark Office at Reel 031997 , F悶 me0245 , or for which a 
copy therefore is attョched.

OR 

B 口 A chain of title from the inventor(s), of the patent application/patent identified above, to the current assignee as follows: 
1. From: To: 

The document was recorded in the United States Patent and Trademark Office at 

Reel , Frame or for which a copy thereof is attached. 

2. From: To: 

The document was recorded in the United States Patent and Trademark Office at 

Reel , Frame or for which a copy thereof is attached. 

3. From: To: 

The document was recorded in the United States Patent and Trademark Office at 

Reel , Frame or for which a copy thereof is attached. 

口 Additionaldocu『T

図 As問 uiredby 37 CFR 3. 73(b )(1 )(i), the docu『T
or concL』rrentlyis being, submitted for recordation pursuant to 37 CFR 3.11. 

[NOTE: A separate copy (i.e., a true copy of the original assignment document(s)) must be submitted to Assignment Division in 

accordance with 37 CFR Pa同3,to record the assignment in the records of the USPTO.主主主MPEP302.08] 

The undersigned (whose title is supplied below) is authorized to act on behalf of the assignee. 

/Arimi Yamada/ 2015-02-10 

Signature Date 

Arimi Yamada 70156 

Printed or Typed Name Title 

This collection of information is required by 37 CFR 3.73(b). The information is required to obtain or retain a benefit by the public which is to file (and by the USPTO to 
process) an applicat旧n Confidentiality is governed by 35 U.S.C. 122 and 37 CFR 1.11 and 1.14. This collection is estimated to take 12 minutes to complete, including 
gathering, preparing, and submitting the completed applicati旧nform to the USPTO. Time will vary depending upon the individual case. Any comments on the amount of time 
you require to complete this form and/or suggest旧nsfor reducing this burden, should be sent to the Chief Information Officer, U.S. Patent and Trademark Office, U.S 
Department of Commerce, P.O. Box 1450, Alexandria, VA 22313-1450. DO NOT SEND FEES OR COMPLETED FORMS TO THIS ADDRESS. SEND TO: Commissioner 
for Patents, P.O. Box 1450, Alexandria, VA 22313-1450. 

If you need assistance in completing the form, call 1-800-PT0-9199 and select option 2. 
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Privacy Act Statement 

The Privacy Act of 1974 (P.L. 93・579)requires that you be given certain information in connection 

with your submission of the attached form related to a patent application or patent. Accordingly, 
pu陪uantto the requirements of the Act, please be advised that: (1) the general authority for the 

collection of this information is 35 U.S.C. 2(b)(2); (2) furnishing of the information solicited is voluntary; 

and (3) the principal purpose for which the information is used by the U.S. Patent and Trademark 
Office is to process and/or examine your submission related to a patent application or patent. If you do 

not furnish the requested information, the U.S. Patent and Trademark Office may not be able to 
process and/or examine your submission, which may result in termination of proceedings O「

abandonment of the application or expiration of the patent. 

The information provided by you in this form will be subject to the following routine uses: 

1. The information on this form will be treated confidentially to the extent allowed under the 

Freedom of Information Act (5 U.S.C. 552) and the Privacy Act (5 U.S.C 552a). Records from 

this system of records may be disclosed to the Department of Justice to determine whether 
disclosure of these records is required by the Freedom of Information Act. 

2. A record from this system of records may be disclosed, as a routine use, in the course of 

presenting evidence to a court, magistrate, or administrative tribunal, including disclosures to 

opposing counsel in the course of settlement negotiations. 
3. A record in this system of records may be disclosed, as a routine use, to a Member of 

Congress submitting a request involving an individual, to whom the record pertains, when the 

individual has requested assistance from the Member with respect to the subject matter of the 

record. 
4. A record in this system of records may be disclosed, as a routine use, to a contractor of the 

Agency having need for the information in order to peげorma contract. Recipients of 
information sh剖Ibe required to comply with the requirements of the Privacy Act of 1974, as 

amended, pursuant to 5 U.S.C. 552a(m). 
5. A record related to an International Application filed under the Patent Cooperation Treaty in 

this system of records may be disclosed, as a routine use, to the International Bureau of the 

World Intellectual Property Organization, pursuant to the Patent Cooperation Treaty. 
6. A record in this system of records may be disclosed, as a routine use, to another federal 

agency for purposes of National Security review (35 U.S.C. 181) and for review pursuant to 

the Atomic Energy Act (42 U.S.C. 218(c)). 
7. A record from this system of records may be disclosed, as a routine use, to the Administrator, 

General Services, or his/her designee, during an inspection of records conducted by GSA as 

part of that agency’s responsibility to recommend improvements in records management 
practices and programs, under authority of 44 U.S.C. 2904 and 2906. Such disclosure shall 

be made in accordance with the GSA regulations governing inspection of records for this 
purpose, and any other relevant (i.e., GSA O「Commerce)directive. Such disclosure sh剖Inot 
be used to make determinations about individuals. 

8. A record from this system of records may be disclosed, as a routine use, to the public after 

either publication of the application pursuant to 35 U.S.C. 122(b) o「issuanceof a patent 
pursuant to 35 U.S.C. 151. Further, a record may be disclosed, subject to the limitations of 37 

CFR 1.14, as a routine use, to the public if the record was filed in an application which 
became abandoned or in which the proceedings were terminated and which application is 

referenced by either a published application, an application open to public inspection or an 

issued patent. 
9. A record from this system of records may be disclosed, as a routine use, to a Federal, State, 

O「locallaw enforcement agency, if the USPTO becomes aware of a violation or potential 
violation of law or regulation. 
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PTO/SB/96 (07-09) 
Approved for use through 07/31/2012. OMB 0651-0031 

U.S. Patent and Trademark Office; U.S. DEPARTMENT OF COMMERCE 
Under the Paperwork Reduction Act of 1995, no persons are required to respond to a collection of information unless it displays a valid OMB control number 

STATEMENT UNDER 37 CFR 3.73(b) 

ApplicanUPatent Owner: Kouichi ANNO et al. 

Application No./Patent No.: 13/151,362 

Titled: 
DISPLAY DEVICE 

Panasonic Liquid Crystal Display Co., Ltd. 

Filed/Issue Date: 06/02/2011 

,a corporation 

(Name of Assignee) (Type of Assignee, e.g., corporati旧n,pa仕nership,university, government agency, etc 

states that it is: 

1 口 theassignee of the州 reright，帥， andinterest in; 

2 図 an assignee of less than the entire right, title, and interest in 
(The extent (by percentage) of its ownership interest is 

3 口 the悶 gneeof an un ivided int 
the patent application/patent identified above, by virtue of either: 

%); or 

A 図 An assignment from the inventor(s) of the patent application/patent identified above. The assignment was reco吋edin 
the United States Patent and Trademark Office at Reel 026626 , F悶 me0830 , or for which a 
copy therefore is attョched.

OR 

B 口 A chain of title from the inventor(s), of the patent application/patent identified above, to the current assignee as follows: 
1. From: To: 

The document was recorded in the United States Patent and Trademark Office at 

Reel , Frame or for which a copy thereof is attached. 

2. From: To: 

The document was recorded in the United States Patent and Trademark Office at 

Reel , Frame or for which a copy thereof is attached. 

3. From: To: 

The document was recorded in the United States Patent and Trademark Office at 

Reel , Frame or for which a copy thereof is attached. 

口 Additionaldocu『T

図 As問 uiredby 37 CFR 3. 73(b )(1 )(i), the docu『T
or concL』rrentlyis being, submitted for recordation pursuant to 37 CFR 3.11. 

[NOTE: A separate copy (i.e., a true copy of the original assignment document(s)) must be submitted to Assignment Division in 

accordance with 37 CFR Pa同3,to record the assignment in the records of the USPTO.主主主MPEP302.08] 

The undersigned (whose title is supplied below) is authorized to act on behalf of the assignee. 

/Arimi Yamada/ 2015-02-10 

Signature Date 

Arimi Yamada 70156 

Printed or Typed Name Title 

This collection of information is required by 37 CFR 3.73(b). The information is required to obtain or retain a benefit by the public which is to file (and by the USPTO to 
process) an applicat旧n Confidentiality is governed by 35 U.S.C. 122 and 37 CFR 1.11 and 1.14. This collection is estimated to take 12 minutes to complete, including 
gathering, preparing, and submitting the completed applicati旧nform to the USPTO. Time will vary depending upon the individual case. Any comments on the amount of time 
you require to complete this form and/or suggest旧nsfor reducing this burden, should be sent to the Chief Information Officer, U.S. Patent and Trademark Office, U.S 
Department of Commerce, P.O. Box 1450, Alexandria, VA 22313-1450. DO NOT SEND FEES OR COMPLETED FORMS TO THIS ADDRESS. SEND TO: Commissioner 
for Patents, P.O. Box 1450, Alexandria, VA 22313-1450. 

If you need assistance in completing the form, call 1-800-PT0-9199 and select option 2. 
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Privacy Act Statement 

The Privacy Act of 1974 (P.L. 93・579)requires that you be given certain information in connection 

with your submission of the attached form related to a patent application or patent. Accordingly, 
pu陪uantto the requirements of the Act, please be advised that: (1) the general authority for the 

collection of this information is 35 U.S.C. 2(b)(2); (2) furnishing of the information solicited is voluntary; 

and (3) the principal purpose for which the information is used by the U.S. Patent and Trademark 
Office is to process and/or examine your submission related to a patent application or patent. If you do 

not furnish the requested information, the U.S. Patent and Trademark Office may not be able to 
process and/or examine your submission, which may result in termination of proceedings O「

abandonment of the application or expiration of the patent. 

The information provided by you in this form will be subject to the following routine uses: 

1. The information on this form will be treated confidentially to the extent allowed under the 

Freedom of Information Act (5 U.S.C. 552) and the Privacy Act (5 U.S.C 552a). Records from 

this system of records may be disclosed to the Department of Justice to determine whether 
disclosure of these records is required by the Freedom of Information Act. 

2. A record from this system of records may be disclosed, as a routine use, in the course of 

presenting evidence to a court, magistrate, or administrative tribunal, including disclosures to 

opposing counsel in the course of settlement negotiations. 
3. A record in this system of records may be disclosed, as a routine use, to a Member of 

Congress submitting a request involving an individual, to whom the record pertains, when the 

individual has requested assistance from the Member with respect to the subject matter of the 

record. 
4. A record in this system of records may be disclosed, as a routine use, to a contractor of the 

Agency having need for the information in order to peげorma contract. Recipients of 
information sh剖Ibe required to comply with the requirements of the Privacy Act of 1974, as 

amended, pursuant to 5 U.S.C. 552a(m). 
5. A record related to an International Application filed under the Patent Cooperation Treaty in 

this system of records may be disclosed, as a routine use, to the International Bureau of the 

World Intellectual Property Organization, pursuant to the Patent Cooperation Treaty. 
6. A record in this system of records may be disclosed, as a routine use, to another federal 

agency for purposes of National Security review (35 U.S.C. 181) and for review pursuant to 

the Atomic Energy Act (42 U.S.C. 218(c)). 
7. A record from this system of records may be disclosed, as a routine use, to the Administrator, 

General Services, or his/her designee, during an inspection of records conducted by GSA as 

part of that agency’s responsibility to recommend improvements in records management 
practices and programs, under authority of 44 U.S.C. 2904 and 2906. Such disclosure shall 

be made in accordance with the GSA regulations governing inspection of records for this 
purpose, and any other relevant (i.e., GSA O「Commerce)directive. Such disclosure sh剖Inot 
be used to make determinations about individuals. 

8. A record from this system of records may be disclosed, as a routine use, to the public after 

either publication of the application pursuant to 35 U.S.C. 122(b) o「issuanceof a patent 
pursuant to 35 U.S.C. 151. Further, a record may be disclosed, subject to the limitations of 37 

CFR 1.14, as a routine use, to the public if the record was filed in an application which 
became abandoned or in which the proceedings were terminated and which application is 

referenced by either a published application, an application open to public inspection or an 

issued patent. 
9. A record from this system of records may be disclosed, as a routine use, to a Federal, State, 

O「locallaw enforcement agency, if the USPTO becomes aware of a violation or potential 
violation of law or regulation. 
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Electronic Acknowledgement Receipt 

EFSID: 21453973 

Application Number: 13151362 

International Application Number: 

Confirmation Number: 4779 

Title of Invention: DISPLAY DEVICE 

First Named Inventor/Applicant Name: Kouichi ANNO 

Customer Number: 20457 

Filer: Arimi Yamada/Kyungmok Lee 

Filer Authorized By: Arimi Yamada 

Attorney Docket Number: 520.S l ?OOXOO 

Receipt Date: 10-FEB-2015 

Filing Date: 02-JUN-2011 

Time Stamp: 16:07:03 

Application Type: Utility under 35 USC 111 (a) 

Payment information: 

Submitted with Payment 

File Listing: 

Document 
Document Description File Name 

File Size( Bytes)/ Multi Pages 

Number Message Digest Part /.zip (if appl.) 

29113 

Power of Attorney JAPAN DISPLAY INC GPA.PDF no 
eo bS 9 54bbf61 o2 7bf8bfd e4e0bdfaf90ern2 

814e 

Warnings: 

Information: 
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501710 
2 Power of Attorney PLD POA.PDF no 2 

344155dce67384o8ooc2d478dfa78711 e72 

4be17 

Warnings: 

Information: 

131312 
3 

Assignee showing of ownership per 37 
F-373b JDI cu.pdf no 2 

CFR 3.73. 
735689oc3of54 7231b64e09776234o03947 

59253 

Warnings: 

Information: 

132511 
4 

Assignee showing of ownership per 37 
F-373b PANASONIC cu.pdf no 2 

CFR 3.73. 
11 041eef8fa3512e296f038f0cb1 e8038259e 

265 

Warnings: 

Information: 

Total Files Size (in bytes) 794646 

This Acknowledgement Receipt evidences receipt on the noted date by the USPTO of the indicated documents, 
characterized by the applicant, and including page counts, where applicable. It serves as evidence of receipt similar to a 
Post Card, as described in MPEP 503. 

New AQQlications Under 35 U.S.C. 111 
If a new application is being filed and the application includes the necessary components for a filing date (see 37 CFR 
1.53(b）ー（d)and MPEP 506), a Filing Receipt (37 CFR 1.54) will be issued in due course and the date shown on this 
Acknowledgement Receipt will establish the filing date of the application. 

National Stage of an International AQQlication under 35 U.S.C. 371 
If a timely submission to enter the national stage of an international application is compliant with the conditions of 35 
U.S.C. 371 and other applicable requirements a Form PCT/DO/E0/903 indicating acceptance of the application as a 
national stage submission under 35 UふC.371 will be issued in addition to the Filing Receipt, in due course. 

New International AQQlication Filed with the USPTO as a Receiving Office 
If a new international application is being filed and the international application includes the necessary components for 
an international filing date (see PCT Article 11 and MPEP 181 O), a Notification of the International Application Number 
and of the International Filing Date (Form PCT/R0/105) will be issued in due course, subject to prescriptions concerning 
national security, and the date shown on this Acknowledgement Receipt will establish the international filing date of 
the application. 
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Post-Ali生GPA

POWE豆OFATTORNEY TOP豆OSECUTEAPPLICTIONS BEFO豆ET宣EUSPTO 

I hereby revoke all grevious Rowe百 ofattorney given in the application identifiεd in the 
attached statement under 37 C.F.豆冒§3.73(c).

I hereby appoint practitione路 associatedwith Customer Number: 127271 

Lowe Hauptman & Ham, LLP 

Telephone：÷1-703-684-1111 

E血ail:docketin喜＠ipfirr玄

w写；vw.ipfirm.com

as at初出可制oragent(s) to represent the undersigned before the United States Patent and 
Trademark O缶ce(USPTO) in connection with剖iyand all patent applications assigned only to 
the undersigned according to the USPTO assignment records or assignment documents attached 
to this form in accordance with 37 C.F.R. §3.73(c). 

Please change the correspond四 ceaddress for the application identified in the attached 
statement under 37 C.F.R. §3.73(c) to the address associated with Customer Number: 127271 

Legal Name and Addr魁 sof Assignee: 

Name: 

Japan Display Inc. 

Address: 

3-7-1ラNishi-shinbashiラMinato-ku,Tokyo 105-0003, Japan 

Note-A copy of thisおrm,together with a statement under 37 C.F.R. §3.73(c) is required to be 
filed in each application in which this form is used.τbe statement under 3 7 C王R.§3.73(c）血ay
be completed by one of the practitioners appoin詰din出isform, and must identi骨吐teapplication 
in which this Power of Attorney i.s to be filed. 

Signature of Assignee of Record: The individual whose sign討ureand title are supplied 
below is authorized to act on behalf of the assignee: 

Name: 

Hiroyuki YOSHIDA 

Title: 

Date: 

J打倒jγ4;Lo／上
Telepho五e:

÷81・3睡6732・8368

Senior Genεral Manager, Intellectual Property Dept吋 JapanDisplay Inc. 
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APPLICATION NUMBER 

13/151,362 

127271 

Lowe Hauptman & Ham, LLP 

2318 Mill Road 

Suite 1400 

Alexandria, VA 22314 

FILING OR 3 71 (C) DATE 

06/02/2011 

Ul¥TfED STATES DEPA RTME可TOF COMMERCE 
United States Patent and Trademark Office 
Adm"'・ COMM！日日IO'JERFOR PATENTS 
PO Box 14雪O
Alrnmdriaラ、也gmia22313-1450 
www.uspto.gov 

ATTY. DOCKET NO.刀、ITLEFIRST NAMED APPLICANT 

Kouichi ANNO 520.51700XOO 

CONFIRMATION NO. 4779 

POA ACCEPTANCE LETTER 

Date M創led:02/25/2015 

NOTICE OF ACCEPTANCE OF POWER OF ATTORNEY 

This is in response to the Power of Attorney filed 02/10/2015. 

The Power of Attorney in this application is accepted. Correspondence in this application will be mailed to the 

above address as provided by 37 CFR 1.33. 

/hsarwari/ 

Office of Data Management, Application Assistance Unit (571) 272-4000, or (571) 272-4200, or 1-888-786-0101 

page 1of1 
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APPLICATION NUMBER 

13/151,362 

20457 

FILING OR 3 71 (C) DATE 

06/02/2011 

ANTONELLI, TERRY, STOUT & KRAUS, LLP 

1300 NORTH SEVENTEENTH STREET 

SUITE 550 

ARLINGTON, VA 22209-3873 

Ul¥TfED STATES DEPA RTME可TOF COMMERCE 
United States Patent and Trademark Office 
Adm"'・ COMM！日日IO'JERFOR PATENTS 
PO Box 14雪O
Alrnmdriaラ、也gmia22313-1450 
www.uspto.gov 

ATTY. DOCKET NO.刀、ITLEFIRST NAMED APPLICANT 

Kouichi ANNO 520.51700XOO 

CONFIRMATION NO. 4779 

POWER OF ATTORNEY NOTICE 

Date M創led:02/25/2015 

NOTICE REGARDING CHANGE OF POWER OF ATTORNEY 

This is in response to the Power of Attorney filed 02/10/2015. 

•The Power of Attorney to you in this application has been revoked by the assignee who has intervened as 
provided by 37 CFR 3.71. Future correspondence will be mailed to the new address of record(37 CFR 1.33). 

/hsarwari/ 

Office of Data Management, Application Assistance Unit (571) 272-4000, or (571) 272-4200, or 1-888-786-0101 

page 1of1 
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匝廻；：1~~臨…FFICE
Page 1 of 2 

P.O. Box 1450 
Alexandria, VA 22313 -1450 

www.uspto.gov 

ELECTRONIC ACKNOWLEDGEMENT RECEIPT 

APPLICATION# 

13/151,362 
RECEIPT DATE I TIME ATTORNEY DOCKET# 

0520・51700XOO05/08/2025 11 :09 :41 PM Z ET 

Title of Invention 

DISPLAY DEVICE 

Application Information 

APPLICATION TYPE Utility -Nonprovisional Application 

under 35 USC 111 (a) 

PATENT# 8704762 

CONFIRMATION# 4779 

PATENT CENTER# 70355076 

CUSTOMER # 127271 

CORRESPONDENCE 
ADDRESS 

Documents 

DOCUMENT 

POA.pdf 

aia0096.pdf 

Digest 

DOCUMENT 

POA.pdf 

aia0096.pdf 

FILED BY Yi Lu 

FILING DATE 06/02/2011 

FIRST NAMED Kouichi ANNO 
INVENTOR 

AUTHORIZED BY Szymon Gurda 

TOTAL DOCUMENTS: 2 

PAGES DESCRIPTION 
SIZE 

(KB) 

2 Power of Attorney 932 KB 

3 
Assignee showing of 

120 KB 
ownership per 37 CFR 3.73 

MESSAGE DIGEST(SHA-512) 

B8EF6B7E479BDC08096995B03FFDAF5A763C7C21 B525FC02 

23351B232D12FAC5CCOB70711A55984F7BC185D1536A61292 

D32CF636C7F035BDAD67C78C40399F2 

6CCB4BB3E0571 AD25B099B37EF6C6A965480E3820EE992929 

DD3B41A8FE326E86042F6B23F306A921ECF3AOFFD591F5B9E 
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AFACF195764F3E6784D16E368EB8AO 

This Acknowledgement Receipt evidences receipt on the noted date by the USPTO of the indicated documents, characterized 
by the applicant, and including page counts, where applicable. It serves as evidence of receipt similar to a Post Card, as 
described in MPEP 503. 

New Applications Under 35 U.S.C. 111 

If a new application is being filed and the application includes the necessary components for filing date (see 37 CFR 1.53(b）ー（d)
and MPEP 506), a Filing Receipt (37 CFR 1.54) will be issued in due course and the date shown on this Acknowledgement 
Receipt will establish the filing date of the application 

National Stage of an International Application under 35 U.S.C. 371 

If a timely submission to enter the national stage of an international application is compliant with the conditions of 35 U.S.C. 
371 and other applicable requirements a Form PCT/DO/E0/903 indicating acceptance of the application as a national stage 
submission under 35 U.S.C. 371 will be issued in addition to the Filing Receipt, in due course. 

New International Application Filed with the USPTO as a Receiving Office 

If a new international application is being filed and the international application includes the necessary components for an 
international filing date (see PCT Article 11 and MPEP 1810), a Notification of the International Application Number and of the 
International Filing Date (Form PCT/R0/105) will be issued in due course, subject to prescriptions concerning national security, 
and the date shown on this Acknowledgement Receipt will establish the international filing date of the application. 
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／ P品t.E'ntl'hmib-E'r B704762 ＼ 
PATENT-POWER Of ATTORN正Y

i主主u侵 Di>.tE April 22、2014
OR 

~i1st Nam在dl円V官ntむf Kouichi ANNO 
REVOCATION OF POWER OF ATTORNEY 

Title 

WITH A NEW POWER Of ATTORNEY DISPLAY DEVICE 

ANO 

¥... CHANGE OF CORRESPONDENCE AD口RESS 向ttorneyOo-t：民忠tN口 0853巴04明日us ノ
! h廿f哩byr廿vok12~ii fll世viou~ powt<rs of 在tt~>n同ygiぜ世flill th世 <ibCJ\'f~ identifiせdp占t凶 it.

口APnw;;r of Attorney is 5iJb附
OR ! h''2re!:>v <ipfmint Pはじtitioned~）assoc陪tedwith th車custom壱rNmnber io:kntifiNl in the bι明 atright品川y/om
重量昌附

St;ites P品t.er;t吊r.dfr~d骨markOffice wrn1骨ctedtherewith: 
OR 口lhN向 appointp, ar:titi白川s)n.~，同d below as my/our山円1e作｝印刷lt（主）with respect to the附
;:,ll business in the United States Patem and T日den冶 rkom段、印nneιtedther,;with: 

PrnctltliJner{s) Name R記glstr;3tionNumber 

Pl帥主erecognize o: d1angρth世corresp-ondenc<e~d由主主主 for lheab即日－id<entlfiedpatr:nt to: 

画官官吋帥主主副知日夜trodwith trre abtwe畑、tified

口：：I向he陀削山せ刊昌占dd問m主u昌拙5臼削削叫so胤削叫0机ω叫山Cυ仏山i＜沿愉k昌毛削t恒を凶dwit比it！州i : 

ロHrm
!ndi何：idua!Ni>.rnE 

Address 

City I State I I Zip ! 
Cour;try 

"felephon告 I Email I 
!anちth信号JロApplicant.
OR 

圃〉兄陶W＜将t付附d引引r「＇l1er：川1ιt＂＇‘丹d引 31 Eび子河ヨ主，7λ；刈＊吋Jf作fo.酎f町mI p円，.，宇ひο＇／A/，的A/9抗6｝片sub円m附・11!1付苛dhe菅凡刊.y｛比tll白印r’fil耐edor円) 
引GNATURE ot App!!ca nt or Patent own君r

!hせuridr:r玉igned{whose tit!<? i;; suppli,c：叶 below)i主昌IJth口rizedtロ；：；cton behalf of the品pplic司円tOf p3t記mo叩rierif thr:昌pp!icantor p;it'"nt own'"r 
i;; ajuli主ticentity iιg.，正nrpmation,1miversit川、

主ign'.<ture '' d白、P吟‘：p子、、，，.一V 、 、~－－、、・' ，、・、長町、 I D;oite 11，拍yrl.おお

向在＂＇佐 $ぇl'''""Ounl~ I T巴lephmwI 
Titl民aridComp剖1y ＂＂＇＂~同t仁、＜o.J S＇ぇ＇＂合K•Y- F・＇＂れ＇~＇＂＇＂＇＂ 1~·＂＂＇＂＇＂1・8令 bJ

並立注： Signatur日sof all the品pp!ic3nt:.or P在住日town在日日fth~ ~f1li ，；日 if1\erest or納骨irwpr世主erit;,tive(s)ar官伶quir吋‘ lfmorむth3non~ signiltu陀

io, r£quired. ＂＇』bmitmuitiplr: formらch.:r.kthe box b1:fow，晶ndid~ nt.ify th骨totil!rnmiti.er off口＜Wr;;sul)n'ritted in th丘bl<inkt>e!cw, 

ロA附！of forrn' a四＇ uhmitt佐d

.6., fe<Jeral a認をr,cyrn<iy円台tconduct or sp守口$町、 il!1da perち白n・$円むtreql•ired to resp・：＞崎qto. nor sM:I n person beきubjecttc・ ri pe口出tyiorfailuw l世
<;!;mply with部川州、m11atirn1＇丸、ili;r;ti的口 subj配、＼ :.t> lhe 同司lli1朝、1ent蕊 uith" Pap割、－＼＇Ol"kR恥 lm:tionAt>t of 1995.出向ssthe in!onm~tinn coil告はion
f凶5'-l rλmw11Jy v>.iiid OMB Cor,lmi 1、・Jl!mt,erThoo OMS Cnnlrril N1m1t;er k>r th!≪ inforniatiGn r；：て北九時ti<mis 06Sト0035.Public M訂denfor甘叫sform 
i；；行書timate<i!.-., ,w,;r，昌吉信 30minut怒ら口行rmsp官nse.iηcoiudi「時 thetime r.-,r n.>viewing in~tn托lirn1s‘＂＇＇＂＇tn~hing t::<.isting data sow百台古 gatht:rit.,¥J
m1d rn<;int却11irigth<:> d3l:l rt母母dee,ano c日m~·！むtin語 aηd rむ~ii骨Wi~－(:1 tnむintorrn司t!oncc！！恒dion,s辛nctc·~mmer.ts r>2g;ird刑罰 ll1is t• l;rder: es tirn品leor 
anyロther部 p;,o:tol th i;; inlOfm前白日 coil雪山口氏 inclwdi時 sugg時 lionsfo「t<ldtJC!'1!)this bllrd同 io th会 Chiei Adn)ir:i<;tr;ili同 Ollie:抗 出 It吋
St;;ites P昌匂＜1t and Tmdemark omce. Pロ Sox i4SO, A!8Xar>dfl語、 VA 22313・・1450 or む問剖IlnformaHonCal!ec!i<m@LI5pt臼宮山 DO 
NOT SEND FE.ES OR COMPLETED FORMS TO TH!S ADDRESS. If百i.infJthi<: comp<eted f<Jm1 r;y m；~il 、 s«nd to: Commissioner for 
Patent&, P.O .. Box 1450,. A!exandr!a‘VA 22.313-145tl. 

If you need assist，即時前田mpletingthe form, call 1頃卸o.pro‘919虫町xi担 J町 top出口2
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Privacy .Act Statement 

The Privc.~cy Act of 197斗炉、し 93-579)requires that you be given cei加ininformation in connection with your 
submission of the attached form related to a patent application or patent、γheUnited States Patent and 

Trademark Office (USPTO) collects the information in this record under authority of 35 U,S.C. 2. The USPTO's 

system of records is used to manage all applicant and owner information including name、citizenship、

residence戸postoffice address》andother information with respect to inventors and their legal representatives 

pertaining to the applicant's/owner's activities in connection with the invention for which a patent is sought or 

has been granted.γhe appli国 blePrivacy Act System of Records Notice for the informatlon collected in this 

form is COMMERCE/PAT-TM-7 Patent Application Fil恒S、av1ヨilablein the Federal R唖gisterat 78 FR 19243 

(March 29、2013).）：！立回ζ：：＇.＇.~主t主主c~~＇.，rn?.iJ虫色、J誕Y:ll!?.9J:!！.~mti:!？主副主主：主主JJ：主主：：；浅草足立~QJ}::Ql｝きJ.&9f

Routine uses of the information in this reco吋 rnayinclude disclosure to: 1) law enforcemer社、 inthe event that 

the system of records indica恰sa violation o「potentialviolation of law; 2) a Federal, state、local、orinternational 

agency, in response to its「equest:3) a contractor of the USPTO having need for the information in o「derto 

perform a contract; 4) the Department of Justice fo「determinationむfwhether the Freedom of Information Act 

(FO!A）陪qui陀sdisclosure of the record: 5) a rv1ember of Congress submi技ingaiちquestinvolving an individual 

to whom the record pertains. when the individual has requested the Member‘s assistance 1Nith respect to the 

SU同ectma柱erof tile record; 6) a court, magistrate，。radm!nistratlve tribunal、inthe course of presenting 
evidence, including disclosures to opposing counsel in the course of settlement negotiations; 7）廿1e

Administrator, Gen自ralServices Administration (GS.A), 。rtheir design師、 duringan inspection of records 
conducted by GSA under authority of 44 U.S.C. 2904 and 2906, in accordance 'Nith th邑 GSA問 gu!ationsand 

any other relevant {Le,, GSA or Commerce) directive, where such disclosure sha.U not be used to make 

detem)inations about individuals; 8) another federal agency for purposes of National Security review {35 U,S,C、

181) and for review pursuant to the Atomic Energy Act (42 U.S.C‘218{c)); 9) the omむ容ofPersonnel 
Management {OPM) for personnel research purposes;. and 9) the Office of Management and Budget (OMB) for 

legislative cゅ0「dinationand clearance. 

If you do not furnish the information requested on this form, the USPTO rnay not i；陪ab!elo process and/or 

examine your submission, 1;~市ich may result in terminationロfproce色d1r1gs,abandonment of the appli<:ation, 

and/or expiration of the patent 
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PTO/AIA/96 (08 12) 
Approved for use through 01/31/2013. OMB 0651-0031 

U.S. Patent and TrademarkOffice; U.S. DEPARTMENT OF COMMERCE 
Under the Paperwork ReductionAct of 1995, no personsare required to respond to a collection of information unless it displays a valid OMB control number 

STATEMENT UNDER 37 CFR 3.73(c) 

Applicant!Patent Owner: PANEL TOUCH TECHNOLOGIES LLC 

8704762 Application No./Patent No.: 

Titled: DISPLAY DEVICE 

Filed/Issue Date: April 22, 2014 

PANEL TOUCH TECHNOLOGIES LLC , a corporation 

(Name of Assignee) (Type of Assignee, e.g., corporation, partnership, university, government agency, etc.) 

states that, for the patent application/patent identified above, it is (choose Q旦皇ofoptions 1, 2, 3 or 4 below): 

1 巴 Theぉsigneeof thee附 er刷， title,and interest. 

2口An部叩eeof less than the enti 
υThe ex惚nt(by perce耐 ge)of i厄OW附 shipl耐 restis %. Additional Stateme州s)by the ow附 s
holding the balance of the interest must be submitted to account for 100% of the ownership interest. 

口Thereare unspecified per印刷gesof owne附 ip.The other parties, including inventors, who together own thee耐 e
right, title and interest are: 

Additional Statement(s) by the owner(s) holding the balance of the interest must be submitted to account for the entire 
right, title, and interest. 

3口Theassignee of an undivided interest in thee附 ety(a complete assignment from one of the joint invento陪 wasmade). 
The other parties, including inventors, who together own the entire right, title, and interest are: 

Additional Statement(s) by the owner(s) holding the balance of the interest must be submitted to account for the entire 
right, title, and interest. 

4 口Therecipient, via a cou印 roceedingor the like (e.g., bankruptcy, pro凶 te),of an undivided in厄restin the entirety (a 
complete transfer of ownership interest was made). The certified document(s) showing the transfer is attached. 

The interest identified in option 1, 2 or 3 above (not option 4) is evidenced by either (choose Q.Qg of options A or B below): 

A 口Anぉsignmentfrom the inventor(s) of the patent applicatioゆatentidentified above. The assignment was recorded in 
the United States Patent and Trademark Office at Reel , Frame , or for which a copy 

thereof is attached. 

B 巴 Achain of title from the invento刷， ofthe patent applicatioゆatentidentified above, to the curre川田sig間前follows:
1. From: the inventors To: HITACHI DISPLAYS. LTD. a門dPANASONIC LIQUID CRYSTAL DISPLAY CO., LTD 

The document was recorded in the United States Patent and Trademark Office at 

Reel 026626 , Frame 0830 , or for which a copy thereof is attached. 

2. From: HITACHI DISPLAYS, LTD. To: JAPAN DISPLAY EAST, INC. 

The document was recorded in the United States Patent and Trademark Office at 

Reel 031980 , Frame 0316 , or for which a copy thereof is attached. 

[Page 1 of 2] 
This collectionof information is required by 37CFR 3.73(b). The informationis required to obtain or retain a benefit by the public which is to file (and by the USPTO to 
process) an application.Confidentiality isgoverned by 35U.S.C. 122 and37 CFR 1 .11 and 1.14.This collection is estimated to take 12 minutes to complete, including 
gathering,preparing, and submitting the completed applicationform to the US PTO. Time will vary depending upon the individual case. Any comments on the amount 
of time you require to complete this form and/or suggestions for reducing this burden, should besent to the Chief Information Officer, U.S. Patent and Trademark 
Office, U.S. Department of Commerce, P.O. Box 1450, Alexandria, VA 22313 1450. DO NOT SEND FEES OR COMPLETEDFORMS TO THIS ADDRESS. SEND 
TO: Commissioner for Patents, P.O. Box 1450, Alexandria, VA22313-1450 

If you need assistance in completing the戸rm,call I-800-PT0-9!99 and select option 2. 
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PTO/AIA/96 (08 12) 
Approved for use through 01 /31/2013. OMB 0651-0031 

U.S. Patent and Trademark Office; U.S. DEPARTMENT OF COMMERCE 
Under the Paperwork Reduction Act of 1995, no persons are required to respond to a collection of information unless it displays a valid OMB control number 

STATEMENT UNDER 37 CFR 3.73(c) 

3. From: JAPAN DISPLAY EAST, INC. To: JAPAN DISPLAY INC. 

The document wョsrecorded in the United States Patent and Trademark Office at 

Reel 031997 , Frame 0245 , or for which a copy thereof is attached. 

4. From: PANASONIC LIQUID CRYSTAL DISPLAY CO., LTD. To: F州 ASONIC INTELLECTUAL PROPERTY CORPORATION OF AMERICA 

The document was recorded in the United States Patent and Trademark Office at 

Reel 065615 , Frame 0327 , or for which a copy thereof is attached. 

5. From: p馴 AS叩 ICI町 ELL回 TUAI P問 PERTYCORPCRAT剛印刷ERi凹 andJAP馴 DISP凶 YING To: PANEL TOUCH TECHNOLOGIES LLC 

6. From: 

The document was recorded in the United States Patent and Trademark Office at 

Reel 067245 , Frame 067245/0560 , or for which a copy thereof is attached. 

To: 

The document was recorded in the United States Patent and Trademark Office at 

Reel , Frame , or for which a copy thereof is attached. 

口 Additionaldocuments in the chain of title are listed on a suppleme耐 Isheet(s). 

口 As req山 edby 37 CFR 3. 73(c)(1 )(i), the docume耐肘videnceof the chain of title from the original ow附 tothe 

assignee was, or concurrently is being, submitted for recordation pursuant to 37 CFR 3.11. 

[NOTE: A separate copy (i.e., a true copy of the original assignment document(s)) must be submitted to Assignment 

Division in accordance with 37 CFR Part 3, to record the assignment in the records of the USPTO. See MPEP 302.08] 

The undersigned (whose title is supplied below) is authorized to act on behalf of the assignee. 

/Szymon Gurda/ May 8, 2025 
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Title or Registration Number 
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Privacy Act Statement 

The Privacy Act of 1974 (P.L. 93・579)requiresthat you begiven certain information in connection with your 
submission of the attached form related to a patent application or patent. Accordingly, pursuant to the 
requirementsof the Act, please be advised that: (1 )the general authority for the collectionof this information is 35 
U.S.C. 2(b)(2); (2) furnishing of the information solicited is voluntary;and (3) the principalpurpose for whichthe 
informationis used by the U.S. Patent and Trademark Office is to process and/or examine your submission related 
toa patent application or patent. If you do not furnishthe requested information, the U.S. Patent and Trademark 
Officemay not be able to process and/or examine yoursubmission, which may result in termination of proceedings 
orabandonment of the application or expiration of the patent. 

Theinformation provided by you in this form will be subject to the following routine uses: 

1. The information on this form will be treated confidentially to the extent allowed under the Freedom of 
Information Act (5 U.S.C. 552) and the Privacy Act (5 U.S.C 552a). Records from this system of records 
may be disclosed to the Department of Justice to determine whether disclosure of these records is 
required by the Freedom of Information Act. 

2. A record from this system of records may be disclosed, as a routine use, in the course of presenting 
evidence to a court, magistrate, or administrative tribunal, including disclosures to opposing counsel in the 
course of settlement negotiations. 
3. A record in this system of records may be disclosed, as a routine use, to a Member of Congress 
submitting a request involving an individual, to whom the record pertains, when the individual has 
requested assistance from the Member with respect to the subject matter of the record. 

4. A record in this system of records may be disclosed, as a routine use, to a contractor of the Agency 
having need forthe information in order to perform a contract. Recipients of information shall be required 
to comply with the requirements of the Privacy Act of 1974, as amended, pursuant to 5 U.S.C. 552a(m). 
5. Arecord related to an International Application filed under the Patent Cooperation Treaty in this system of 
records may be disclosed, as a routine use, to the International Bureau of the World Intellectual Property 
Organization, pursuant to the Patent Cooperation Treaty. 
6. A record in this system of records may be disclosed, as a routine use, to another federal agency for 
purposes of National Security review (35 U.S.C. 181) and for review pursuant to the Atomic Energy Act 
(42 U.S.C. 218(c)). 
7. A record from this system of records may be disclosed, as a routine use, to the Administrator, General 
Services, or his/her designee, during an inspection of records conducted by GSA as part of that agency’s 
responsibility to recommend improvements in records management practices and programs, under 
authority of 44 U.S.C. 2904 and 2906. Such disclosure shall be made in accordance with the GSA 
regulations governing inspection of records for this purpose, and any other relevant (i.e., GSA or 
Commerce) directive. Such disclosure shall not be used to make determinations about individuals. 
8. A record from this system of records may be disclosed, as a routine use, to the public after either 
publication of the application pursuant to 35 U.S.C. 122(b) or issuance of a patent pursuant to 35 U.S.C. 
151. Further,a record may be disclosed, subject to the limitations of 37 CFR 1.14, as a routine use, to the 
public if the record was filed in an application which became abandoned or in which the proceedings were 
terminated and which application is referenced by either a published application, an application open to 
public inspection or an issued patent. 
9. Arecord from this system of records may be disclosed, as a routine use, to a Federal, State, or local law 
enforcement agency, if the US PTO becomes aware of a violation or potential violation of law or regulation. 
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CONFIRMATION NO. 4779 

POA ACCEPTANCE LETTER 27197 

MICHAEL J. CHERSKOV 
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SUITE 310 
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Date Mailed: 05/21/2025 

NOTICE OF ACCEPTANCE OF POWER OF ATTORNEY 

This is in response to the Power of Attorney filed 05/08/2025. 

The Power of Attorney in this application is accepted. Correspondence in this application will be mailed to the 

above address as provided by 37 CFR 1 .33. 

Questions about the contents of由1snotice and the 

requirements it sets forth should be directed to the Office 

of Data Management, Application Assistance Unit, at 

(571) 272-4000 or (571) 272-4200 or 1-888・786-0101.
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POWER OF ATTORNEY NOTICE 127271 
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2318 Mill Road 

Suite 1400 

Alexandria, VA 22314 

ー四四
四
四
四
四

Q
U

問
問
問
問
問
問
問
円
〆
』

川
川
川
川

6

山
町
山
町
山
町
山
町

4
l

叩
叩
叩
叩
叩
叩
叩
ウ
’

川
町
山
川
町

Q
d

副
副
副
副
副
副
副

n
D

副
副
副
副
副
副
副

n白

山
間
四
四
四
四
円

U

山
山
山
山
山
山
川

n
U

H
H
H
H
H
H
H
n
u
 

川
川
川
川
川
川

n
U

H
H
H
H
H
H
H
n
U
 

川
川
川
川
川
川
川

n
U

山
山
山
山
山
川

n
u

山
山
山
山
山
戸
U

山
山
川

O

｜
＊
 

Date Mailed: 05/21/2025 

NOTICE REGARDING CHANGE OF POWER OF ATTORNEY 

This is in response to the Power of Attorney filed 05/08/2025. 

•The Power of Attorney to you in this application has been revoked by the assignee who has intervened as 
provided by 37 CFR 3.71. Future correspondence will be mailed to the new address of record(37 CFR 1.33). 

Questions about the contents of由1snotice and the 

requirements it sets forth should be directed to the Office 

of Data Management, Application Assistance Unit, at 

(571) 272-4000 or (571) 272-4200 or 1-888・786-0101.

/dtdinh/ 

page 1 of 1 

BOE Ex. 1002, p. 417
BOE v. Paneltouch

IPR2025-01482


	27197_13151362_06-02-2011_Transmittal of New Application
	27197_13151362_06-02-2011_Fee Worksheet (SB06)
	27197_13151362_06-02-2011_Specification
	27197_13151362_06-02-2011_Claims
	27197_13151362_06-02-2011_Abstract
	27197_13151362_06-02-2011_Drawings-only black and white line drawings
	27197_13151362_06-02-2011_Transmittal Letter
	27197_13151362_06-02-2011_Information Disclosure Statement (IDS) Form (SB08)
	27197_13151362_06-02-2011_Foreign Reference
	27197_13151362_06-02-2011_Foreign Reference
	27197_13151362_06-02-2011_Foreign Reference
	27197_13151362_06-02-2011_Fee Worksheet (SB06)
	27197_13151362_06-02-2011_Electronic Filing System Acknowledgment Receipt
	27197_13151362_06-17-2011_Notice to File Missing Parts
	27197_13151362_06-17-2011_Filing Receipt
	27197_13151362_06-17-2011_Fee Worksheet (SB06)
	27197_13151362_07-21-2011_Applicant Response to Pre-Exam Formalities Notice
	27197_13151362_07-21-2011_Oath or Declaration filed
	27197_13151362_07-21-2011_Fee Worksheet (SB06)
	27197_13151362_07-21-2011_Electronic Filing System Acknowledgment Receipt
	27197_13151362_02-24-2012_Fee Worksheet (SB06)
	27197_13151362_02-24-2012_Filing Receipt
	27197_13151362_03-15-2012_Priority Documents electronically retrieved by USPTO from a participating IP Office
	27197_13151362_06-07-2012_Notice of Publication
	27197_13151362_03-18-2013_Information Disclosure Statement (IDS) Form (SB08)
	27197_13151362_03-18-2013_Foreign Reference
	27197_13151362_03-18-2013_Foreign Reference
	27197_13151362_03-18-2013_Electronic Filing System Acknowledgment Receipt
	27197_13151362_03-18-2013_Transmittal Letter
	27197_13151362_05-30-2013_Non-Final Rejection
	27197_13151362_05-30-2013_List of references cited by examiner
	27197_13151362_05-30-2013_Index of Claims
	27197_13151362_05-30-2013_Search information including classification, databases and other search related notes
	27197_13151362_05-30-2013_List of References cited by applicant and considered by examiner
	27197_13151362_05-30-2013_Bibliographic Data Sheet
	27197_13151362_05-30-2013_List of References cited by applicant and considered by examiner
	27197_13151362_05-30-2013_Examiner's search strategy and results
	27197_13151362_08-26-2013_Amendment/Request for Reconsideration-After Non-Final Rejection
	27197_13151362_08-26-2013_Specification
	27197_13151362_08-26-2013_Claims
	27197_13151362_08-26-2013_Applicant Arguments/Remarks Made in an Amendment
	27197_13151362_08-26-2013_Abstract
	27197_13151362_08-26-2013_Applicant Arguments/Remarks Made in an Amendment
	27197_13151362_08-26-2013_Abstract
	27197_13151362_08-26-2013_Drawings-only black and white line drawings
	27197_13151362_08-26-2013_Electronic Filing System Acknowledgment Receipt
	27197_13151362_08-26-2013_Fee Worksheet (SB06)
	27197_13151362_12-02-2013_Notice of Allowance and Fees Due (PTOL-85)
	27197_13151362_12-02-2013_List of references cited by examiner
	27197_13151362_12-02-2013_Index of Claims
	27197_13151362_12-02-2013_Examiner's search strategy and results
	27197_13151362_12-02-2013_Issue Information including classification, examiner, name, claim, renumbering, etc.
	27197_13151362_12-02-2013_Search information including classification, databases and other search related notes
	27197_13151362_12-23-2013_Information Disclosure Statement (IDS) Form (SB08)
	27197_13151362_12-23-2013_Foreign Reference
	27197_13151362_12-23-2013_Foreign Reference
	27197_13151362_12-23-2013_Fee Worksheet (SB06)
	27197_13151362_12-23-2013_Electronic Filing System Acknowledgment Receipt
	27197_13151362_12-23-2013_Transmittal Letter
	27197_13151362_02-28-2014_Miscellaneous Communication to Applicant - No Action Count
	27197_13151362_02-28-2014_List of References cited by applicant and considered by examiner
	27197_13151362_02-28-2014_Information Disclosure Statement (IDS) Form (SB08)
	27197_13151362_02-28-2014_Foreign Reference
	27197_13151362_02-28-2014_Fee Worksheet (SB06)
	27197_13151362_02-28-2014_Electronic Filing System Acknowledgment Receipt
	27197_13151362_02-28-2014_Transmittal Letter
	27197_13151362_03-04-2014_Issue Fee Payment (PTO-85B)
	27197_13151362_03-04-2014_Fee Worksheet (SB06)
	27197_13151362_03-04-2014_Electronic Filing System Acknowledgment Receipt
	27197_13151362_03-18-2014_Miscellaneous Communication to Applicant - No Action Count
	27197_13151362_03-18-2014_List of References cited by applicant and considered by examiner
	27197_13151362_04-02-2014_Issue Notification
	27197_13151362_02-10-2015_Power of Attorney
	27197_13151362_02-10-2015_Assignee showing of ownership per 37 CFR 3.73
	27197_13151362_02-10-2015_Assignee showing of ownership per 37 CFR 3.73
	27197_13151362_02-10-2015_Electronic Filing System Acknowledgment Receipt
	27197_13151362_02-10-2015_Power of Attorney
	27197_13151362_02-25-2015_Communication - Re:  Power of Attorney (PTOL-308)
	27197_13151362_02-25-2015_Communication - Re:  Power of Attorney (PTOL-308)
	27197_13151362_05-08-2025_Electronic Filing System Acknowledgment Receipt
	27197_13151362_05-08-2025_Power of Attorney
	27197_13151362_05-08-2025_Assignee showing of ownership per 37 CFR 3.73
	27197_13151362_05-21-2025_Communication - Re:  Power of Attorney (PTOL-308)
	27197_13151362_05-21-2025_Communication - Re:  Power of Attorney (PTOL-308)

